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 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาประสิทธิผลในการประมาณคาพารามิเตอรขอสอบ  
(อํานาจจําแนกและความยาก) กับพารามิเตอรความสามารถของผูสอบและ 2) เพ่ือศึกษา  ผลการตรวจสอบ            
การทําหนาที่ตางกันของขอสอบ (DIF) ระหวางวิธีแมกซิมัมไลคลิฮูด (ML) วิธีของเบส (Bayes) และวิธีของเบส
แบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayes) ขอมูลที่ศึกษาเปนขอมูลจําลองภายใตปจจัยที่แปรเปลี่ยน 4 ปจจัย คือ อิทธิพล
เทสตเลท (เทากันทุกเทสตเลท แตละเทสตเลทไมเทากัน และขอสอบที่เปนอิสระผสมกับเทสตเลท) การแจกแจง
ของความสามารถ (ปกติ เบซาย เบขวา) จํานวนขอสอบที่ทําหนาที่ตางกันในแบบสอบ (0, 5, 8 จากแบบสอบ
จํานวน 40 ขอ) และอัตราสวนของกลุมเปรียบเทียบตอกลุมอางอิง (1000: 1000, 1000: 100) รวมจํานวนเง่ือนไข
ทั้งหมด 54 เง่ือนไข (3 x 3 x 3 x 2) กําหนดจํานวนรอบในการประมาณคาพารามิเตอรในแตละเง่ือนไข 100 รอบ  
 ผลการวิจัยสรุปได ดังน้ี 
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สวนวิธีของเบส (Bayes) ยังไมมีแนวโนมแนนอน แตจะประมาณคาพารามิเตอรความยากไดดีเปนสวนใหญ          
เมื่อขอมูลมีการแจกแจงความสามารถเปนแบบเบซาย และวิธีแมกซิมัมไลคลิฮูด (ML) จะประมาณคาพารามิเตอร
ความยากไดดี เมื่อขอมูลมีการแจกแจงความสามารถเปนแบบเบขวา (2) พารามิเตอรอํานาจจําแนก พบวา             
สวนใหญวิธีการประมาณคาดวยวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayes) จะประมาณคาพารามิเตอร              
อํานาจจําแนกดีกวาเมื่อขอมูลความสามารถมีการแจกแจงแบบปกติ (3) พารามิเตอรความสามารถ พบวา                        
วิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayes) ประมาณคาไดดีที่สุด 

2. ผลการตรวจสอบการทําหนาที่ตางกันของขอสอบ พบวา วิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท 
(Bayes) และวิธีของเบส (Bayes) สามารถควบคุมอัตราความคาดเคล่ือนประเภทที่ 1 ไดดี (ยกเวนกรณีที่อิทธิพล
เทสตเลทมีคาเปน 0.25, 0.5, 1, 2 รวมกับการแจกแจงความสามารถที่เปนแบบเบซายและเบขวา การประมาณคา
ดวยวิธีของเบสมีความคาดเคล่ือนประเภทท่ี 1 สูง)   และมีอํานาจการตรวจสอบสูงเมื่อมีการแจกแจง
ความสามารถแบบเบซายและจํานวนตัวอยางมาก แตไมมากถึงเกณฑที่กําหนด ตรงขามกับวิธีแมกซิมัมไลคลิฮูด 
(ML) ซึ่งไมสามารถควบคุมอัตราความคาดเคล่ือนประเภทท่ี 1 แตมีอํานาจการตรวจสอบสูง 
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 The objectives of this research were:  (1) to study the effectiveness of item parameter estimation 
(item difficulty and item discrimination) and person parameter estimation, and (2) to study the differential item 
functioning by using Maximum Likelihood (ML),  Bayesian(Bayes),  and Bayesian Testlet Model (Bayesγ).      
In this study,  the data were simulated under four variable conditions, they were:  Testlet effects (equal effect, 
unequal effect,  independent & testlet), Distributions ability (normal,  negative,  and positive skewness 
distributions),  Levels of DIF (0,  5,  and 8 items in the 40-item test length),  and Levels of ratio of a reference 
and focal group (1000: 1000, 1000: 100).  The entire total of testing conditions was 54 conditions                              
(3 x 3 x 3 x 2).  The total of 100 replications were performed to estimate the item parameters and statistical 
testing in each condition.  

The research results were as follows: 
1. Results of the estimation parameters were classified as (1) the difficulty parameters showed that  

the Bayesian Testlet Model (Bayes) had the best estimator when there was normal distributions,  the Bayesian 
(Bayes) estimates showed no definite trend but it will be a good estimation if the distributions of ability are 
negatively skewed,  whereas Maximum Likelihood (ML) will be the best estimator if the distributions of ability 
are positively skewed.  (2) the discrimination parameters showed that the Bayesian Testlet Model (Bayes) had 
the best estimator when there is normal distributions.  (3) the person parameters showed that the Bayesian Testlet 
Model (Bayes) was the best estimator. 

2. From the study of the detection of Differential Item Functioning,  it was found that the Bayesian 
(Bayes),  and Bayesian Testlet Model (Bayes) estimate procedures had well-control of Type I error rate (except 
for magnitude of Testlet effect was set at level 0.25,  0.5,  1,  2 with skewed distributions,  the Bayes had high 
Type I error rate) and had high power rate when negatively skewed ability distributions and sample sizes 
increased but it was not adequate for criteria,  whereas Maximum Likelihood (ML) estimate procedures did not 
have control of Type I error rate but had high power of DIF detection. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
จุดมุงหมายในการวัดทางดานการศึกษาและจิตวิทยาท่ีสําคัญ คือ การวัดตัวแปรแฝง 

(Latent variable) เชน ความสามารถในการอาน ความวติกกังวล แรงจงูใจใฝสัมฤทธ์ิ เปนตน              
จึงเกิดเปนโมเดลการวัดข้ึนโดยมีส่ิงเราเปนแบบสอบ โดยที่แบบสอบและการแปลความหมายของ
คะแนนเปนท่ีรูจักกันอยางแพรหลายและยาวนาน เร่ิมต้ังแตป ค.ศ. 1904 E.L. Thorndike ตีพิมพ
เกี่ยวกับทฤษฎีการวัดเปนคร้ังแรก ตอมามีผูศึกษาตอยอดจนเปนท่ีรูจกักนัดีในช่ือทฤษฎี                        
การทดสอบแบบดั้งเดิม (Classical test theory: CTT) ซ่ึงแนวคิดนี้ มีลักษณะเปนโมเดลเชิงเสน 
(Linear model) ท่ีเช่ือวาคะแนนท่ีสังเกตได (X) เปนผลรวมของโมเดลเชิงเสนระหวางคะแนนจริง
หรือความสามารถที่แทจริงของผูสอบ (T) กับความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดข้ึนท้ังท่ีเปนระบบและ           
ไมเปนระบบ () โดยความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดข้ึนนี้มีลักษณะเปนหนึ่งเดยีว ไมสามารถแบงแยกได 
(Unique error) จากแนวคิดดงักลาว เกดิเปนขอตกลงเบ้ืองตนท่ีเกีย่วของกับโมเดลการวัดและ             
แบบสอบคูขนาน และมีวิธีการวิเคราะหคุณภาพขอสอบ ไดแก คาความยากของขอสอบ (Item 
difficulty) คาอํานาจจําแนกของขอสอบ (Item discrimination) และประสิทธิภาพตวัลวง (Item 
distractor) โดยท่ีหลักการวิเคราะหคุณภาพของขอสอบจะข้ึนอยูกับจํานวนผูเขาสอบ และ
คุณลักษณะของผูสอบ ทําใหมีขอวิพากษเกี่ยวกับความถูกตอง ความคงเสนคงวาของผลการ
วิเคราะหขอสอบท่ีมีความผันแปรไปตามกลุมผูสอบ ถึงแมวาผูสอบทุกกลุมจะทําขอสอบ                         
ชุดเดียวกนั ซ่ึงนักวดัผลเห็นวาเปนขอตกลงเบ้ืองตนท่ีไมสมเหตุสมผล (Weak assumption) และ                
ไมสอดคลองกับสภาพของการทดสอบในปจจุบัน ไมวาจะเปนการกําหนดใหคาความคลาดเคล่ือน
มีความเทากนัในทุกผูสอบ หรือขอตกลงเกี่ยวกับความเปนคูขนานของการทดสอบท่ีเปนไปไดยาก
ในทางปฏิบัติ 

ปญหาการวดัความสามารถผูสอบนี้ ไดรับการแกไขโดยใชทฤษฎีการวดัแนวใหม              
ซ่ึงเปนท่ียอมรับอยางกวางขวางในปจจุบัน คือ ทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ (Item response 
theory: IRT) เปนทฤษฎีท่ีพฒันาข้ึนมาบนพื้นฐานของขอตกลงเบ้ืองตนท่ีมีความแกรง (Strong 
assumption) และมีความสอดคลองกับการทดสอบจริงมากกวาทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม              
โดยทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ เปนทฤษฎีท่ีอธิบายความสัมพันธระหวางความนาจะเปน            
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ในการตอบขอสอบถูกกับคุณลักษณะหรือความสามารถที่แทจริงของผูสอบ อธิบายโดยใช        
โคงคุณลักษณะของขอสอบ (Item characteristic curve: ICC) ซ่ึงมีลักษณะเปนฟงกชัน               
ทางคณิตศาสตรท่ีเรียกวา ฟงกชันโลจิส (Logistic function) หรือใกลเคียงกับฟงกชันปกติสะสม 
(Normal ogive function) ทําใหคาพารามิเตอรของขอสอบท่ีไดจากการวิเคราะหคุณภาพของ
ขอสอบ ท้ังคาความยาก (b) คาอํานาจจําแนก (a) และคาโอกาสในการเดา (c) แตละขอเปน
คุณลักษณะคงท่ี ไมแปรเปล่ียนไปตามลักษณะกลุมผูสอบ นอกจากนี้คาพารามิเตอรของผูสอบ   
หรือคาความสามารถท่ีแทจริงของผูสอบยังเปนคุณลักษณะท่ีมีอยูในตัวผูสอบแตละคน                        
ท่ีไมเปล่ียนแปลงไปตามคุณลักษณะของขอสอบ ผลการวิเคราะหจึงสามารถแกขอจาํกัดท่ีสําคัญ
ของทฤษฎีการทดสอบแบบดัง้เดิมได  

ทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ มีการตกลงเกี่ยวกับการยอมรับความจริงเบ้ืองตนขอหนึ่ง 
นั่นคือ ความเปนอิสระระหวางขอสอบและผูสอบ (Item local independent) หมายถึง เม่ือควบคุม
ความสามารถ (Latent trait หรือ Ability) ท่ีสงผลตอขอสอบใหคงท่ีแลว ผลการตอบขอสอบ               
แตละขอตองเปนอิสระกัน ซ่ึงหากไมคํานงึถึงขอตกลงเบ้ืองตนนี้แลว จะนําไปสูขอผิดพลาดตาง ๆ 
บอยคร้ังขอตกลงเบ้ืองตนดังกลาวมักขัดแยงกับการนําไปใช โดยท่ีผลการตอบขอสอบขอหนึ่งถูก
จะมีผลตอการตอบขอสอบขออ่ืนถูกดวย หรือเม่ือแบบสอบมีลักษณะเปนเทสตเลท (Testlet) เชน 
ขอสอบหลายขอท่ีตองใชขอมูลในการตอบจากกราฟ หรือแผนภูมิ หรือบทความเดยีวกนั หรือ 
แบบสอบท่ีเปนการสอบทักษะการอาน (Reading comprehension test) ซ่ึงแบงแบบสอบเปนตอน ๆ 
ในตอนหนึ่งอาจประกอบดวยขอคําถาม 4 - 12 ขอ ดังนั้น ผลการตอบสนองของขอคําถามเหลานี้ 
ข้ึนอยูกับผูสอบเขาใจบทความท่ีใชเปนคําถามมากนอยเพียงใด หรือ เม่ือมีการสุมเลือกขอสอบใน
กรณีของการสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพิวเตอร (Computerized adaptive testing: CAT) อาจเกดิ
สถานการณท่ีผลการตอบของขอสอบขอหนึ่งมาจากโจทยของอีกขอหนึ่ง (Cross - information)  
ซ่ึงแสดงถึงความไมเปนอิสระของการตอบคําถามในแตละขอ เชน ในมุมของทฤษฎีการทดสอบ
แบบดั้งเดิม หากเกิดความไมเปนอิสระระหวางขอสอบและผูสอบ เนือ่งจากเทสตเลท (Testlet)  
แลวทําใหประมาณคาความคาดเคล่ือนมาตรฐานของการวัด (Standard error of measurement)    
นอยเกนิจริง ซ่ึงทําใหการประมาณคาความเท่ียง (Reliability) สูงเกินจริง สวนในมุมของทฤษฎี  
การตอบสนองขอสอบ (IRT) จะสงผลใหประมาณคาสารสนเทศของแบบสอบสูงข้ึน นั่นหมายถึง 
มีการประมาณคาความคลาดเคล่ือนมาตรฐานตํ่าเกินจริง นอกจากนี้ ยังเกดิอคติในการประมาณคา
ความยากและคาอํานาจจําแนกของขอสอบดวย Sireci, Thissen & Wainer (1991) อธิบายวา            
การละเลยความเปนอิสระระหวางขอสอบและผูสอบ ทําใหการประมาณคาความเท่ียงเกินจริง
ประมาณ 10-15% และเพื่อใหโมเดล IRT ประมาณคาไดถูกตองจะตองเพ่ิมความยาวของแบบสอบ
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เปน 2 เทาเพื่อชดเชยคาความเท่ียงท่ีประมาณเกินจริงไป ซ่ึงขอมูลท่ีเกิดเหลานี้มีโอกาสท่ีจะสรุปผล
ผิดพลาด หากการตัดสินใจของการสรุปผลน้ันข้ึนอยูกับคาท่ีประมาณได (Sireci et al.,1991; Yen, 
1993; Sedivy, 2009; Christine, 2012; สุนทร เทียนงาม, ศิริชัย กาญจนาวสี และดิเรก ศรีสุข, 2553) 
ดังนั้น จึงไมเหมาะสมหากใชโมเดล IRT ในการอธิบายแบบสอบลักษณะนี้ (Sedivy, 2009; Wang, 
Bradlow & Wainer, 2002)  

สุนทร เทียนงาม และคณะ (2553) ใหขอเสนอแนะเกีย่วกับการสรางแบบสอบใหเปน 
ตามขอตกลงเบ้ืองตนของทฤษฎีการตอบสนองขอสอบนั้น เปนส่ิงสําคัญ เนื่องจากถาแบบสอบมี
คุณภาพจะสงผลทําใหการประมาณคาพารามิเตอรขอสอบ คาความสามารถเปนคาท่ีถูกตองแทจริง 
ดังนั้น จึงจําเปนตองเลือกใชโมเดลการวิเคราะหท่ีเหมาะกับจุดมุงหมายของการทดสอบ เชน     
แบบสอบท่ัวไป ท่ีมีลักษณะขอสอบท่ีโอกาสเกิดความไมเปนอิสระของขอสอบนอย อาจเลือกใช
โมเดลการวิเคราะหแบบ 2 หรือ 3 พารามิเตอรได แตในสถานการณของการวิเคราะหแบบสอบท่ีมี
โอกาสเส่ียงตอการเกิดความไมเปนอิสระของขอสอบสูง เชน แบบสอบท่ีถามคําถามในเนื้อหา
เดียวกัน การใชแผนภูมิ กราฟ เพื่อถามคําถามหลายขอ หรือท่ีเรียกวาแบบสอบมีลักษณะเปน    
เทสตเลท (Testlet) อาจเลือกใชโมเดลการวเิคราะหแบบ 1 พารามิเตอรได ซ่ึงจะเหมาะสมกวา       
จะเกิดความคลาดเคล่ือนในการประมาณคานอยกวา อยางไรก็ตามการวิเคราะหดวยโมเดล                  
การวิเคราะห 1 พารามิเตอรนั้น ไมมีคาอํานาจจําแนกและคาโอกาสการเดาเขามาใชในการคํานวณ         
คาความสามารถ จึงทําใหคาความสามารถไมตรงกบัความเปนจริง 

เนื่องจากขอสอบท่ีมีลักษณะเปนเทสตเลท (Testlet) หรือบางคร้ังเรียกวากลุมขอสอบ 
(Item Bundle) เปนการใหคะแนนโดยท่ีใน 1 เทสตเลทจะมีคานอยกวาคะแนนเต็มในแบบสอบ เชน 
แบบสอบท่ีมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนนใน 1 เทสตเลท จะไดไมถึง 10 คะแนน ขอสอบท่ีอยู
ภายในเทสตเลท มีความไมเปนอิสระในการตอบในแตละขอ เนื่องจากถูกกระตุนจากส่ิงเรา หรือ
โจทยเดยีวกัน นอกจากนี้ ความไมเปนอิสระในการตอบยงัถือเปนมิติท่ีเพิ่มข้ึนในโครงสรางของ
แบบสอบดวย ดังนั้น ความทาทายของผูสรางแบบสอบไมไดอยูท่ีการกาํจัดความไมเปนอิสระใน
การตอบออกไป แตเปนการคนหาคําตอบ เชน พารามิเตอรผูสอบ พารามิเตอรขอสอบ ท่ีเหมาะสม 
โดยท่ีความไมเปนอิสระในการตอบไมไปมีผลกระทบตอความตรง (Validity) และความเท่ียงของ
แบบสอบ (Reliability)  

ลักษณะแบบสอบท่ีจะเกดิความไมเปนอิสระมักเปนแบบสอบท่ีมีลักษณะเปนเทสตเลท 
ซ่ึงมีแหลงความแปรปรวนและปจจัยอันเนือ่งจากเทสตเลทเพิ่มข้ึน ดังนั้น Wainer, Bradlow, & Du 
(2000) จึงเสนอทฤษฏีการตอบสนองขอสอบท่ีมีลักษณะของเทสตเลท (Testlet response theory: 
TRT) ซ่ึงเปน Parametric Bayesian Model สําหรับแบบสอบท่ีมีการใหคะแนนแบบสองคาตอเนื่อง
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กับการใหคะแนนผสมกันดวยการใหคะแนนแบบสองคาระหวางรายขอท่ีเปนอิสระกัน 
(Independent) กับขอสอบแบบเทสตเลท พัฒนาจากโมเดลตอบสนองขอสอบ ท้ังแบบ 2 และ             
3 พารามิเตอร โดยการเพิ่มสวนของปฏิสัมพันธของการตอบกับเทสตเลทเขาไป หรือเรียกวา
อิทธิพลของเทสตเลท (Testlet effect) ซ่ึงหมายถึง ถาละเลยความเปนอิสระของขอสอบจะทําใหเกดิ
อคติ (Bias) ในการประมาณคาท้ังพารามิเตอรของผูสอบและพารามิเตอรของขอสอบ  

เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณและพอดี (Fit) กับขอมูล นกัวจิัยหลายทานจึงพัฒนา
โมเดลและวิธีการตาง ๆ ในการวิเคราะหขอสอบท่ีมีลักษณะเทสตเลทหลายวิธี เชน การนําวิธี      
วิเคราะหขอสอบแบบ Polytomous มาประยุกตใช (Sireci et al., 1991; Thissen, Steinberg, & 
Mooney, 1989; Wainer, 1995 cited in Zhang, 2010) โดยมีแนวคิด คือ กําจัดความไมเปนอิสระ     
ในการตอบออกไป โดยรวมคะแนนขอท่ีอยูในเทสตเลท (Testlet) เดียวกันใหเปนขอสอบแบบ            
ใหคะแนนหลายคา (Polytomous) 1 ขอ เชน Graded Response Model (Samejima, 1968) Partial 
Credit Model (Masters, 1982) Rating Scale Model (Andrich, 1978) Nominal Response Model 
(Bock, 1972)  

การใช Polytomous IRT Model ในการวิเคราะหขอมูลแบบสอบท่ีมีลักษณะของ       
เทสตเลทนั้น จะกระทําไดโดยท่ีกําจัดความไมเปนอิสระในการตอบออกไปได ซ่ึงวิธีนี้ทําให
หลีกเล่ียงการประมาณคาความเท่ียงของแบบสอบเกินจริง และสารสนเทศทางสถิติของ 
Polytomous IRT Model ยังมีความคงเสนคงวาดีกวาการใช Standard Rasch Model อีกดวย 
สอดคลองกับงานวิจยัของ Zhang (2010) ไดทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการประมาณ
คาพารามิเตอรผูสอบ (ความสามารถ) กรณีท่ีกลุมตัวอยางมีขนาดเล็ก 3 โมเดล ไดแก โมเดล 
Standard Rasch โมเดล Partial Credit และโมเดล Rasch Testlet โดยใชการจําลองขอมูลดวย
โปรแกรม R ประมาณคาพารามิเตอรดวยวธีิแมกซิมัมไลคลิฮูด (Maximum likelihood: ML)       
ดวยโปรแกรม ConQuest  ผลการวิจัยพบวา ท้ังโมเดล Partial Credit และโมเดล Rasch Testlet                      
มีประสิทธิภาพดีกวาโมเดล Standard Rasch ผลการวิจัยยงัช้ีใหเห็นวา เม่ือขนาดกลุมตัวอยาง
เพิ่มข้ึน ทําใหความตางของคาพารามิเตอรความสามารถจากการประมาณคากับคาจริงตางกันมาก
ข้ึนดวย และเม่ือเปรียบเทียบการประมาณคาพารามิเตอรของ Polytomous IRT Model กับ Standard 
Rasch Model พบวา เม่ือในแบบสอบมีจํานวนเทสตเลทมากข้ึน การประมาณคาพารามิเตอร             
โดยใช Polytomous IRT Model มีความคงเสนคงวาดีกวาการใช Standard Rasch Model  

แตอยางไรก็ตาม การใช Polytomous IRT Model มีจุดออน คือ 1) สารสนเทศการตอบ
ของผูสอบท่ีเปนรายขอจะหายไป  2) พารามิเตอรของขอสอบบางขอจะหายไปเม่ือเทียบกับขอสอบ
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แบบ Dichotomous 3) ไมมีขอมูลเพื่อนําไปปรับปรุงแบบสอบ 4) อาจจะประมาณคาความเท่ียงของ
แบบสอบตํ่ากวาจริง (Yen, 1993)  

นอกจากนี้ การตอบสนองของขอสอบแบบเทสตเลท สามารถนํา Multidimensional 
Model มาประยุกตใช โดย Li, Bolt & Fu (2006) ไดประยุกตโดยนํา Bi-factor Multidimensional 
Item Response Theory Model (Bi-factor MIRT model) มาใชวิเคราะห ซ่ึงโมเดลนีป้ระกอบดวย             
2 คุณลักษณะ ไดแก คุณลักษณะหลัก (Primary trait) และคุณลักษณะท่ี 2 เปนคุณลักษณะของ 
เทสตเลท (Testlet trait) หรืออธิบายไดวาโมเดลนี้เปนกรณีพิเศษ (Special case) ของ Bi-factor 
MIRT model ซ่ึงสําหรับขอมูลท่ีมีความไมเปนอิสระในการตอบโดยมีสาเหตุจากเทสตเลท 
(Testlet) หากทําการประมาณคาพารามิเตอรโดยใช Bi-factor MIRT model จะมีความพอดี (Fit)   
กับขอมูลมากกวาการประมาณคาพารามิเตอรโดยใชทฤษฏีการตอบสนองขอสอบท่ีมีลักษณะของ
เทสตเลท (Testlet Response Theory: TRT) (Li et al., 2006; DeMars, 2006 cited in Fukuhara & 
Kamata, 2011) 

นอกจากนี้ ยังมีการประยกุตใชโมเดลตาง ๆ เชน การวิเคราะหพหุระดบั (Hierarchical 
generalized linear model) หรือ HGLM (Fukuhara & Kamata, 2011) เปนการวิเคราะหตามโมเดล
เชิงเสนท่ัวไป (Generalized linear model: GLM) แลวใชฟงกช่ันโยง (Link function) ท่ีเปนฟงกช่ัน
แบบโลจิท (Logit link function) ในการปรับคาเฉล่ียของการวิเคราะหระดับท่ี 1 นํามาสู                       
การวิเคราะหในระดับตอไปได โดยการวิเคราะหระดับท่ี 1 ตัวแปรตามจึงเปน log-odds ของ             
ความนาจะเปนในการตอบขอสอบไดถูก การวิเคราะหนี้จัดโมเดลการวิเคราะหเปน 3 ระดับ             
โดยการวิเคราะหในระดับท่ี 1 ระดับขอสอบเปนการจดัใหขอสอบสอดแทรกในเทสตเลท (between 
item within Testlet) การวิเคราะหระดับท่ี 2 ระดับเทสตเลท เปนการจดัใหเทสตเลทสอดแทรกใน
ผูสอบ (between Testlet within person) และการวิเคราะหระดับท่ี 3 ระดับผูสอบ เปนการวิเคราะห
ระหวางผูสอบ (between person) จากการศกึษาของ Kamata (2001) พบวา คาความนาจะเปน           
ท่ีบุคคลจะตอบขอสอบไดถูกตองของโมเดลการวิเคราะหขอสอบแบบพหุระดับ จะเปนสมการ
คูขนาน (Equivalent) กับคาความนาจะเปนท่ีบุคคลจะตอบขอสอบไดถูกตองของโมเดลราสช 
(Rasch model) ดังนั้น จึงสามารถประยุกตนําแนวคิดการวิเคราะหแบบพหุระดับมาใชใน                      
การวิเคราะหขอสอบท่ีแบงการวิเคราะหออกเปนระดับตาง ๆ ในลักษณะเดียวกันได แตสามารถ
วิเคราะหขอสอบไดเพยีง 1 พารามิเตอร 

เนื่องจากท่ีผานมามีการศึกษาพารามิเตอรและศึกษาการทําหนาท่ีตางกนัของขอสอบ
จํานวนมาก ซ่ึงสาระสําคัญของการศึกษาการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ คือ พารามิเตอรของ
ขอสอบท่ีประมาณคาจะเปนตัวท่ีถูกนํามาใชในการตัดสินการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ เชน 
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วิธีการของ Lord ท่ีใชการเปรียบเทียบคาพารามิเตอรของขอสอบระหวางกลุมยอย 2 กลุม ดังนั้น  
การประมาณคาพารามิเตอรโดยไมคํานึงวามีอิทธิพลของเทสตเลท อาจจะทําใหการตดัสินการทํา
หนาท่ีตางกนัของขอสอบคาดเคล่ือน ประกอบกับ ความเขาใจเกี่ยวกับประสิทธิผลของการ
ตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกนัของขอสอบแบบเทสตเลทยังไมกวางขวาง เนื่องจากยังไมมีขอมูล
การเปรียบเทียบระหวางวิธีตาง ๆ สงผลตอความถูกตองของการตัดสินใจหรือไม ดังนัน้ ผูวิจยัจึง
สนใจประเด็นของการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบแบบเทสตเลท โดยหากวิเคราะห
แบบดั้งเดิมแลวจะใหผลการตรวจสอบแตกตางกับการตรวจสอบแบบการใชโมเดลที่มีอิทธิพลของ
เทสตเลทหรือไม 

ซ่ึงสําหรับการหาคุณภาพของแบบสอบท่ีวเิคราะหคาพารามิเตอรของขอสอบดวยโมเดล
ตาง ๆ ส่ิงท่ีตองคํานึงถึงในการพัฒนาแบบสอบ คือ แบบสอบตองมีความยุติธรรมกับผูสอบทุกกลุม 
ไมเขาขางกลุมใดกลุมหนึ่งหรือทําใหกลุมใดกลุมหนึ่งเสียประโยชน ขอสอบท่ีเอ้ือตอผูสอบกลุมใด
กลุมหนึ่งอาจทําใหผูสอบกลุมดังกลาวมีความนาจะเปนในการตอบขอสอบไดถูกตองกวากลุมอ่ืน   
ท่ีระดับความสามารถเดียวกนั ลักษณะการทําหนาท่ีของขอสอบประเภทนี้เรียกวา การทําหนาท่ี
ตางกันของขอสอบ (Differential item functioning: DIF) ซ่ึงเดิมเรียกวาความลําเอียงของขอสอบ 
(Item bias) เพราะวิธีการที่ใชในการตรวจสอบ  ความลําเอียงนั้น เนนความแตกตางระหวาง                  
กลุมของผูสอบท่ีมีการตอบสนองตอขอสอบในขอเดยีวกัน ซ่ึงความแตกตางนี้ อาจเกิดจากขอสอบ 
ประสบการณ พื้นฐานเดิมท่ีตางกันของกลุมผูสอบและความคลุมเครือในการใชเกณฑเพื่อตัดสิน
ความลําเอียงของขอสอบ จึงนิยมใชสารสนเทศทางสถิติมาเปนเกณฑในการตัดสินใจ ดวยเหตุนี้             
จึงนิยมใชคําวา การทําหนาท่ีตางกันของขอสอบเพราะเปนคําท่ีมีความเปนกลางและเหมาะสมกวา 
(Holland & Wainer, 1993)  
 การตรวจสอบเก่ียวกับการทําหนาท่ีตางกนัของขอสอบระหวางผูสอบกลุมยอยต้ังแต           
2 กลุมข้ึนไป เร่ิมต้ังแตป ค.ศ. 1951 โดยเปนการศึกษาเปรียบเทียบระหวางผูสอบท่ีมีความตางกัน
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม เพศ วัฒนธรรมและเช้ือชาติ ระดับสติปญญา วิธีการสอน (กาญจนา      
วัธนสุนทร, 2537) นอกจากจะศึกษาปจจยัจากลักษณะของผูสอบท่ีทําใหเกิดการทําหนาท่ีตางกนั
ของขอสอบแลว ระยะหลังไดมีการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการในการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกนั
ของขอสอบ เนื่องจากมีการพัฒนาวิธีการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกนัของขอสอบหลายวิธี และ
แตละวธีิมีแนวคิด ขอดี ขอเสียตางกัน โดยท่ีคมศักดิ์ ช่ืนชม (2539) จําแนกวิธีการตรวจสอบ                  
การทําหนาท่ีตางกันของขอสอบตามทฤษฎีพื้นฐาน ไดเปน 2 กลุม ดังนี ้ 
 กลุมท่ี 1 กลุมท่ีใชหลักการของทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ (IRT) ไดแก วิธีโคง
คุณลักษณะขอสอบแบบ 3 พารามิเตอร (Item characteristic curve - 3 parameter: ICC - 3) วิธีโคง
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คุณลักษณะขอสอบแบบ 2 พารามิเตอร (Item characteristic curve - 2 parameter: ICC - 2)               
วิธีโคงคุณลักษณะขอสอบแบบ 1 พารามิเตอร (Item characteristic curve - 1 parameter: ICC - 1)              
วิธี Likelihood Ratio Test วิธี SIBTEST และ วิธี Lord’s 2 test 
 กลุมท่ี 2 กลุมท่ีใชหลักการของทฤษฎีการทดสอบแบบดัง้เดิม (Classical test theory: 
CTT) ไดแก วธีิแปลงคาความยากของขอสอบ (Transformed item difficulty: TID) วธีิวิเคราะห
ความแปรปรวน (Analysis of variance: ANOVA) วิธีวิเคราะหดวยไคสแคว (Chi - square: 2)               
วิธีวิเคราะหองคประกอบ (Factor analysis) วิธีวิเคราะหการถดถอย (Regression analysis)                   
วิธีคาอํานาจจําแนกของขอสอบ (Item discrimination indices) วิธีลอกลิเนียร (Log-linear)                
วิธีแมนเทล-เฮนสเซล (Mantel - Haenszel: MH) วิธีทําใหเปนมาตรฐาน (Standardization: STND) 
และวิธีถดถอยโลจิสติก (Logistic regression: LR) 

จากการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางของขอสอบท่ีผานมา        
อาจกลาวไดวาวิธีท่ีใชหลักการของทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ (IRT) เปนวิธีท่ีดีท่ีสุด แตมี
ขอจํากัด คือ ตองใชกลุมตัวอยางขนาดใหญ การคํานวณซับซอนและตองคํานวณหลายรอบ              
ขอมูลตองเปนตามขอตกลงเบ้ืองตน ซ่ึงขอสอบแบบเทสตเลทขัดแยงกบัขอตกลงเบ้ืองตนของ
ทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ (จิติมา วรรณศรี, 2539; Lee, Cohen & Toro, 2009)  

ซ่ึงจากการศึกษาท่ีผานมา พบวา มีการพัฒนาวิธีการและโมเดลตาง ๆ เพื่อนํามา
ประยุกตใชสําหรับวิเคราะหการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบท่ีมีลักษณะเทสตเลท เชน การจัด
กระทํากับขอมูล หรือปรับการใหคะแนน (Scoring) เนื่องจากวิธีนี้มีแนวคิด คือ กําจดัความไมเปน
อิสระในการตอบออกไป โดยรวมคะแนนขอท่ีอยูในเทสตเลทเดียวกัน ใหเปนขอสอบแบบให
คะแนนหลายคา (Polytomous) 1 ขอ ดังนั้น เม่ือจัดกระทํากับขอมูลแลว จึงสามารถใชโปรแกรม 
การวิเคราะหขอสอบท่ีรองรับการวิเคราะหขอมูลแบบใหคะแนนหลายคาได เชน Polytomous - 
SIBTEST  MULTILOG เปนตน อยางไรก็ตาม การประยุกตใชวิธีการนี้ไมสามารถตรวจสอบ               
การทําหนาท่ีตางกันระดับขอสอบได แตจะตรวจสอบไดในระดับเทสตเลทเทานั้น 

นอกจากนี้ ยังพบการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบแบบเทสตเลท             
โดยการพัฒนาโมเดลและการประยุกตใชโมเดล ไดแก 

การประยกุตวิเคราะหขอสอบแบบพหุระดบัดวยโมเดลเชิงเสนตรงระดับลดหล่ัน            
3 ระดับ หรือ HGLM-3L (Jiao, Wang & Kamata, 2005) โดยกาํหนดใหการวิเคาะหระดับท่ี 1     
เปนระดับขอสอบ การวิเคาะหระดับท่ี 2 เปนระดับเทสตเลท (Testlet) และการวิเคาะหระดับท่ี 3 
เปนระดับผูสอบ ซ่ึงในการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกนัของขอสอบ (DIF) จะใสตัวแปรกลุม     
เขาไปในระดับท่ี 2 โดยวิธีนี้สามารถกําจัดปญหาความไมเปนอิสระในการตอบขอสอบออกได     
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แตสามารถวิเคราะหไดเทียบเทากับ 1 พารามิเตอร เทานั้น และความแปรปรวนของอิทธิพลของ
เทสตเลท (Testlet effect) ในแตละเทสตเลทมีคาคงท่ี      

อีกวิธีหนึ่ง คือ การเพิ่มพารามิเตอรในการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกนัของขอสอบเปน
อิทธิพลสุม (Random effect : ) เขาไปในสมการของโมเดลแบบ IRT หรือ เรียกวา Rasch 
Testlet Model (Wang & Wilson, 2005a) วิธีนี้ แมจะผอนคลายขอตกลงท่ีเกี่ยวกับความเปนอิสระ
ระหวางขอสอบและผูสอบ แตก็สามารถวิเคราะหไดเทียบเทากับ 1 พารามิเตอร เชนเดียวกับ 
HGLM - 3L 

วิธีสุดทาย คือ การประยกุตใช Bi-factor Multidimensional Item Response Theory 
Model for Testlets (Bi - factor MIRT) พัฒนาโดย Fukuhara & Kamata (2011) วิธีนีเ้ร่ิมจาก
กําหนดใหโมเดลมี 2 คุณลักษณะ (หรือ 2 มิติ) ไดแก คุณลักษณะหลัก (Primary trait) หรือมิติท่ี 1 
เปนการตอบสนองของขอสอบแตละขอหรือความสามารถ และคุณลักษณะท่ี 2 หรือมิติท่ี 2              
เปนคุณลักษณะของเทสตเลท (Testlet trait) หรืออิทธิพลของเทสตเลท (Testlet effect)                                 
วิธีนี้สามารถผอนคลายขอตกลงท่ีเกี่ยวกับความเปนอิสระระหวางขอสอบและผูสอบ ไมทําให
สารสนเทศรายขอหายไป มีความพอดีกับขอมูลท่ีมีความไมเปนอิสระในการตอบโดยมีสาเหตุ             
จากเทสตเลทมากกวาโมเดลทฤษฏีการตอบสนองขอสอบท่ีมีลักษณะของเทสตเลท (TRT) และ
สามารถวิเคราะหไดเทียบเทากับ 2 พารามิเตอร 

สําหรับการนําโมเดลท่ีมีแนวคิดมาจากทฤษฎีการตอบสนองขอสอบเพ่ือการวิเคราะห
สําหรับเทสตเลทมาใชประมาณคาพารามิเตอรและการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกนัของขอสอบ 
เม่ือพิจารณาแตละโมเดลซ่ึงมีขอดีและขอจํากัดตางกัน ผูวิจัยเลือกโมเดลที่มีความเหมาะสมท่ีสุด 
นั่นคือ Bi - factor MIRT มาศึกษาในคร้ังนี ้ซ่ึงพัฒนาโดย Fukuhara & Kamata (2011) เนื่องจาก
รองรับการวิเคราะหไดกับขอสอบท่ีมีการใหคะแนนแบบสองคาแบบ 2 พารามิเตอร ไมทําให
สารสนเทศรายขอหายไป สามารถวิเคราะหหาสารสนเทศและตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันใน
ระดับขอสอบได และเปนโมเดลท่ีสอดคลองกับสถานการณจริงมากกวา เชน ไมมีขอจํากัดในเร่ือง
ความแปรปรวนของอิทธิพลของเทสตเลท (Testlet effect)  
 สําหรับวิธีท่ีใชในการประมาณคาพารามิเตอรในการวเิคราะหขอสอบดวยทฤษฎี        
การตอบสนองขอสอบ ท่ีผูวิจัยสนใจศึกษา ไดแก วิธีแมกซิมัมไลคลิฮูด วิธีของเบส (Bayes) และ   
วิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayes ) เนื่องจากวธีิเหลานี้ ไดถูกนํามาใชในการวิเคราะห  
เปนจํานวนมาก โดยในชวงป ค.ศ. 1994 - 1995 ประมาณหน่ึงในสามของบทความในวารสาร 
Applied Psychological Measurement (APM) Psychometrika และ Journal of Educational 
Measurement (JEM) ใชเทคนิคมารคอพเชนมอนติคารโล (Markov chain monte carlo: MCMC)  
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ในการวิเคราะหขอมูลโดยเฉพาะการประเมินประสิทธิภาพในการประมาณคาพารามิเตอร 
(Harwell, Stone, Hsu & Kirisci, 1996) ประกอบกับ Zhang (2010) ไดสรุปขอมูลบทความเกีย่วกับ
เทสตเลทระหวางป ค.ศ. 1989 - 2009 ในฐานขอมูลของ EBSCO และ PsychInfo พบวา                        
รอยละ 82.76 ประมาณคาพารามิเตอรดวยวธีิแมกซิมัมไลคลิฮูดและรอยละ 17.24                       
ประมาณคาพารามิเตอรดวยวธีิของเบส  
 จะเห็นวาในการวิเคราะหขอสอบดวยทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ มักนําวิธี             
แมกซิมัมไลคลิฮูดและวิธีของเบส มาใชในการประมาณคาพารามิเตอร โดยท่ีขอดีของ                            
การประมาณคาดวยวิธีแมกซิม่ัมไลคลิฮูด คือ ใหสารสนเทศของคาพารามิเตอรท่ีตองการไดท้ังหมด 
ไมวาจะเปนพารามิเตอรของผูสอบและพารามิเตอรของขอสอบ แตการประมาณคาพารามิเตอรของ
วิธีนี้ ข้ึนอยูกับจํานวนของกลุมผูเขาสอบและขอสอบถามีจํานวนเพ่ิมข้ึน การประมาณคาก็จะมี 
ความคงท่ีไปสูคาพารามิเตอรเพิ่มมากข้ึน  
 สวนขอจํากดัของการประมาณคาดวยวิธีแมกซิม่ัมไลคลิฮูด คือ การประมาณ
คาพารามิเตอรในข้ันท่ี 2 และ 3 โดยใชคาอนุพันธอันดบัท่ี 2 ในกระบวนการนิวตัน - ราฟสัน 
(Newton - Raphson) มีโอกาสที่คาประมาณท่ีไดจะไมลูเขาสูคาคงท่ี ประเด็นถัดมาสําหรับ           
การประมาณคาในสมการไลคลิฮูดไมใชสมการเชิงเสนตรง จะทําใหการหารากของสมการท่ีทําให
ฟงกชันไลคลิฮูดมีคาสูงสุดไดหลายคาแตคาเหลานี้ไมสามารถนําไปใชหรือประกันไดวาเปน
คาพารามิเตอรท่ีแทจริงได ประเด็นท่ีสาม ในบางคร้ังคาพารามิเตอรหรือคาท่ีไดจากการประมาณ 
ไมตกอยูในขอบเขตของคาพารามิเตอร นั่นคืออาจมีคาใดคาหนึ่งอยูภายนอกขอบเขตท่ียอมรับได 
ในกรณีเชนนีต้องมีการกําหนดขอบเขตจํากัดของคาประมาณไว เพื่อใหคาประมาณที่ไดไมสูงหรือ
ตํ่าเกินไปนัก แตการกระทําเชนนี้เปนจุดออนของการประมาณคาดวยวธีิแมกซิมัมไลคลิฮูด 
โดยเฉพาะในแบบจําลอง 2 และ 3 พารามิเตอร จึงทําใหเกิดปญหาตามมาเก่ียวกับความตรง 
(Validity) ของคาท่ีประมาณได (ชนะศึก นชิานนท, 2553) นอกจากนี้ หากผูสอบตอบถูกหรือ      
ตอบผิดท้ังหมด วิธีนี้จะไมสามารถประมาณคาพารามิเตอรได  

เนื่องจากการประมาณคาพารามิเตอรดวยวธีิแมกซิมัมไลคลิฮูด มีขอจํากัดและปญหา           
เม่ือทําการประมาณคาพารามิเตอรของขอสอบ และคาความสามารถของผูเขาสอบไปพรอม ๆ กัน
ดังกลาวแลว วธีิของเบสจึงอาจเปนวิธีท่ีเหมาะสมกวา ท้ังนี้เพราะวิธีของเบสมีแนวคิดบางประการ 
ท่ีตางออกไปจากแนวคิดของวิธีแมกซิมัมไลคลิฮูด นั่นคือ คาพารามิเตอรของผูสอบและ
คาพารามิเตอรของขอสอบเปนตัวแปรสุม (Random variable) จากการแจกแจงท่ีแสดงไดดวย
ฟงกชันความหนาแนนรวม (Joint density function) หรือการแจกแจงเร่ิม (Prior distribution)            
ซ่ึงทําใหการใชฟงกชันไลคลิฮูดเพียงอยางเดียวในการประมาณคาถูกพิจารณาวาเปนการใชขอมูล              
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ท่ีมีอยู อยางไมครบถวน เพราะยังมีการแจกแจงเร่ิมรวมกับฟงกชันความหนาแนนรวมท่ีควร
นํามาใชในการประมาณคาพารามิเตอรดวย แมจะมีขอดีมากกวาวิธีแมกซิมัมไลคลิฮูด แตวิธีของ
เบสเวลาใชในการวิเคราะหนานกวาวิธีแมกซิมัมไลคลิฮูดมาก  

แมวาแตละวิธีจะเปนท่ีนิยมใชในการประมาณคาพารามิเตอร โดยท่ีวิธีแมกซิมัมไลคลิฮูด
มีขอดีท่ีเดนชัด คือ ประมาณคาไดเร็วกวา แตมีขอจํากดั คือ มีโอกาสที่คาท่ีประมาณไดจะไมลูเขา
มากกวาเชนกนั และท่ีสําคัญไมสามารถประมาณคาพารามิเตอรหากผูสอบตอบถูกหรือตอบผิด
ท้ังหมด สวนวธีิของเบสท้ังในแบบท่ีคํานึงถึงอิทธิพลของเทสตเลทและไมคํานึงถึงอิทธิพลของ
เทสตเลท แมจะมีขอดีท่ีมีใชขอมูลท่ีมีอยูอยางครบถวน ไมมีปญหาในสวนการประมาณคา แตใช
เวลาในการประมวลผลนานกวาวิธีแมกซิมัมไลคลิฮูดมาก ดังนั้น จึงยังไมชัดเจนวาวิธีการใดจะมี
ความเหมาะสมและคุมคาตอการนําไปใชมากกวากัน ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะเปรียบเทียบวิธีการ
ประมาณคาพารามิเตอรดวยวธีิแมกซิมัมไลคลิฮูดและวิธีของเบสท้ังในแบบท่ีคํานึงถึงอิทธิพลของ
เทสตเลทและไมคํานึงถึงอิทธิพลของเทสตเลท เพื่อคนหาวาวิธีใดจะมีประสิทธิภาพและคุมคาท่ีสุด  
ในการนําไปใชวิเคราะหขอสอบท่ีมีลักษณะเทสตเลท 

การศึกษาขอสอบท่ีมีลักษณะเทสตเลทท่ีผานมานั้น มีท้ังการศึกษาจากขอมูลจริงและ
ขอมูลจําลอง โดยการศึกษาจากขอมูลจริง มีขอจํากัดคือ ผูวิจัยอาจไมพบตามเง่ือนไขท่ีสนใจศึกษา
จากขอมูล ดังนั้น ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจยัจึงใชขอมูลจาํลองเน่ืองจากสามารถศึกษาโอกาสที่จะ
เกิดข้ึนของขอมูลไดหลากหลายรูปแบบท่ีนาจะมีโอกาสเกิดข้ึนจริง จากการศึกษาเอกสารและ
งานวิจยัท่ีเกี่ยวของท่ีเกี่ยวกับทฤษฏีการวิเคราะหขอสอบการประมาณคาพารามิเตอรและการจําลอง
ขอมูล พบวามีปจจัยตาง ๆ ท่ีสงผลกระทบตอการประมาณคาพารามิเตอร ไดแก 

1. อิทธิพลของเทสตเลท จากการศึกษางานวิจยัท่ีผานมา พบวาในการศึกษาเกี่ยวกับ
อิทธิพลของเทสตเลท มักกําหนดคาของอิทธิพลเทสตเลทไมแตกตางกนันัก โดยมักกาํหนด                   
ชวงระหวาง 0 ถึง 1.5 เชน Wainer et al. (2002) ศึกษาอิทธิพลของเทสตเลทท่ีระดับ 0, 0.5 และ 1         
สวน Wang & Wilson (2005 a) ศึกษาอิทธิพลของเทสตเลทท่ีระดับ  0.25, 0.5, 0.75 และ 1 
นอกจากนี้ Jiao, Wang, & He (2013) ศึกษาอิทธิพลของเทสตเลทท่ีระดับ 0, 0.25, 0.5625, 1   
อยางไรก็ตาม การศึกษาท่ีผานมานั้น เปนการศึกษาการประมาณคาพารามิเตอรขอสอบและ
พารามิเตอรผูสอบ แตไมไดศึกษาในประเด็นของการทําหนาท่ีตางกนัของขอสอบ ดงันั้นผูวิจยั     
จึงสนใจศึกษาขนาดของอิทธิพลของเทสตเลทท่ีแตกตางกันจะสงผลตอการตรวจสอบการทําหนาท่ี
ตางกันของขอสอบดวยหรือไม 

2. การแจกแจงของความสามารถ แมการศกึษาดานการวัดและวจิัย สวนใหญจะ
กําหนดการแจกแจงของความสามารถใหเปนไปตามสมมติฐาน นั่นคือ การแจกแจงแบบปกติ             
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แตในสถานการณจริงแลว การแจกแจงความสามารถแบบเบก็มีโอกาสเกิดข้ึนไดกับประชากร   
ของผูสอบ เชน เม่ือมีการปรับปรุงการเรียนการสอนหรือความคุนเคยกับรูปแบบการสอบในอนาคต 
ก็อาจทําใหความสามารถเฉล่ียของผูสอบมีมากข้ึน ทําใหเกิดการแจกแจงแบบเบซายไดหรือ            
การแจกแจงแบบเบขวาท่ีผูสอบท่ีมีความสามารถสูงนอยกวาผูสอบท่ีมีความสามารถตํ่า นอกจากนี้
การแจกแจงแบบเบยังไมตรงกับลักษณะการแจกแจงตามสมมติฐานของโมเดล อาจมีผลกระทบ           
ตอการประมาณคาพารามิเตอร ดังนั้นผูวิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาการแจกแจงของความสามารถ                   
ท่ีแตกตางกัน จะมีผลกระทบตอการประมาณคาพารามิเตอรหรือไม  

3. จํานวนขอสอบท่ีมีการทําหนาท่ีตางกัน  จากการศึกษาท่ีผานมาพบวา มีการกําหนด
สัดสวนของขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกันในอัตราสวนตาง ๆ เชน Lee et al. (2009) ศึกษาอํานาจ         
การทดสอบและอัตราความคาดเคล่ือนประเภทท่ี 1 ในการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของ
ขอสอบท่ีมีลักษณะของเทสตเลท โดยใชวธีิ SIBTEST และ Poly - SIBTEST และศึกษาสัดสวน
ขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกันในแบบสอบ เปนรอยละ 0, 10 และ 20 พบวา รอยละของขอสอบท่ี       
ทําหนาท่ีตางกนัของขอสอบท่ีแตกตางกัน สงผลตออํานาจการทดสอบอยางไมมีแบบแผน 
นอกจากนี้ ผลการศึกษาของ Narayanan & Sawaminathan (1996, อางถึงใน สิริรัตน วภิาสศิลป, 
2545) พบวา สัดสวนของขอสอบแสดงการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบในแบบสอบมีผลตอ      
การตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ ถามีขอสอบแสดงการทําหนาท่ีตางกนัของขอสอบ
ปริมาณมาก จะทําใหความถกูตองในการตรวจสอบลดลง และสิริรัตน วภิาสศิลป (2545) พบวา 
หากสัดสวนของขอสอบท่ีแสดงการทําหนาท่ีตางกันในแบบสอบมากกวารอยละ 20 จะทําใหมี   
การระบุผิดพลาดในการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกนัของขอสอบสูง จากผลการศึกษาท่ีผานมา   
จะเห็นวา ยังมีความคลุมเคลือในการศึกษาเกี่ยวกับจํานวนขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกนัในแบบสอบ 
นอกจากนี้ การศึกษาท่ีผานมาในสวนท่ีเปนขอสอบท่ีมีลักษณะของเทสตเลท ยังเปนการศึกษา     
โดยใชการวิเคราะหรูปแบบการจัดคะแนน (Scoring) ซ่ึงมีจุดออนในการนาํไปใช ดังนั้น ผูวิจยั     
จึงสนใจในการศึกษาเง่ือนไขรอยละของขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกันในแบบสอบ เพื่อใหไดผลสรุป    
ท่ีชัดเจนมากข้ึน  

4. อัตราสวนกลุมอางอิงตอกลุมเปรียบเทียบ ซ่ึงจากการศึกษาท่ีผานมา พบวา                          
มีการศึกษาเกีย่วกับอัตราสวนกลุมอางอิงตอกลุมเปรียบเทียบ ซ่ึงมีผลตอวิธีท่ีใชในการตรวจสอบ
การทําหนาท่ีตางกันวิธีตาง ๆ เชน จิตติมา วรรณศรี (2538) เปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจสอบ
การทําหนาท่ีตางกันของขอสอบดวยวิธี Mantel - Heanszel (MH) กับวิธี SIBTEST พบวา                       
เม่ือกลุมอางอิงและกลุมเปรียบเทียบอัตราสวน 1: 1 เปนเง่ือนไขท่ีดีท่ีสุด รองลงมาคือ การใช
อัตราสวนระหวางกลุมอางอิงและกลุมเปรียบเทียบเปน 1: 0.75 ศึกษาผลกระทบตออํานาจ (Power)                     
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ในการตรวจสอบการทําหนาท่ี ดวยวิธี SIBTEST และ Mantel - Haenszel (MH) ในระดับตาง ๆ               
ผลการศึกษา พบวา อัตราความคลาดเคล่ือนประเภทท่ี 1 (Type I error rate) ของตรวจสอบการทํา
หนาท่ีตางกนัของขอสอบมีมากข้ึน เม่ืออัตราสวนกลุมอางอิงตอกลุมเปรียบเทียบมีอัตราสวน
แตกตางกันมาก (1: 0.1) และควรใชอัตราสวนกลุมอางอิงตอกลุมเปรียบเทียบไมนอยกวา 1: 0.5            
แตในทางปฏิบัติการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอในสถาบันการศึกษาตาง ๆ มักมีอัตราสวนของ
ประชากรระหวางอัตราสวนกลุมอางอิงตอกลุมเปรียบเทียบท่ีแตกตางกนั เชน การสอบวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หากในขอสอบมีบทความท่ีเนื้อหาเกี่ยวกับการเมือง         
ก็อาจทําใหกลุมนิสิตท่ีเรียนทางดานรัฐศาสตรไดประโยชน ซ่ึงเปนนิสิตกลุมนอยเม่ือเทียบกับนิสิต
ท้ังหมด (ไมใชอัตราสวน 1: 1) ดังนั้น ผูวิจยัจึงสนใจศึกษาอัตราสวนกลุมอางอิงตอกลุมเปรียบเทียบ 
ท้ังในอัตราสวนท่ีเทากันและไมเทากัน เพื่อคนหาวาความแตกตางของอัตราสวนกลุมอางอิงตอ 
กลุมเปรียบเทียบนั้น มีผลกระทบตอการประมาณคาพารามิเตอรหรือไม  

จะเห็นวาการพัฒนาวิธีการประมาณคาพารามิเตอร ในประเด็นเกี่ยวกับเทสตเลท               
หลายโมเดล เชน TRT แตในการใชงานจริง บางคร้ังก็มักใชโมเดล IRT ในการประมาณ
คาพารามิเตอรแทน เนื่องจากโมเดล IRT เปนท่ีรูจักและมีโปรแกรมสําเร็จรูปรองรับมากกวา                
แมวาการไมคํานึงถึงอิทธิพลของเทสตเลทสงผลกระทบตอการประมาณคาพารามิเตอร                         
ดังท่ีไดกลาวมาแลวก็ตาม ดังนั้น ผลจากการวิจัยในคร้ังนี ้เปนการขยายความรูในเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับ
การประมาณคาพารามิเตอรและการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ เม่ือมีการฝาฝน
ขอตกลงเบ้ืองตน สําหรับการวิเคราะหตามแนวทางทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ นอกจากนี้                 
ยังทําใหทราบถึงความสอดคลองของวิธีการและโมเดลทีใ่ชในการประมาณคาพารามิเตอรขอสอบ
และคาพารามิเตอรผูสอบทําใหสามารถเลือกใชวิธีการประมาณคาพารามิเตอรของขอสอบและ
พารามิเตอรความสามารถของผูสอบและวิธีการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ          
ไดอยางเหมาะสม เม่ือเทียบกบัทรัพยากรทีต่องใชในการคํานวณและลักษณะของขอมูล 

 

คําถามการวิจัย 
1. การประมาณคาพารามิเตอรขอสอบ (ความยากและอํานาจจําแนก) และพารามิเตอร

ผูสอบ (ความสามารถ) ดวยวิธีแมกซิมัมไลคลิฮูด (ML) วิธีของเบส (Bayes) และวิธีของเบส           
แบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayes ) มีประสิทธิผลตางกันอยางไร 

2. การตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบดวยวิธีแมกซิมัมไลคลิฮูด (ML)        
วิธีของเบส (Bayes) และวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayes ) มีผลตออัตรา              
ความคลาดเคล่ือนประเภทท่ี 1 และอํานาจการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบอยางไร 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพื่อศึกษาประสิทธิผลในการประมาณคาพารามิเตอรและการตรวจสอบการทําหนาท่ี

ตางกันของขอสอบท่ีเหมาะสมกับขอมูลดวยวิธีแมกซิมัมไลคลิฮูด (ML) วิธีของเบส (Bayes) และ
วิธีของเบสแบบมีอิทธิพลของเทสตเลท (Bayes ) ในประเด็น ดังนี ้

1. การประมาณคาพารามิเตอร 
1.1  เพื่อศึกษาประสิทธิผลในการประมาณคาพารามิเตอรขอสอบ (ความยากและ

อํานาจจําแนก) และพารามิเตอรผูสอบ (ความสามารถ) ของวิธีแมกซิมัมไลคลิฮูด (ML) วิธีของเบส 
(Bayes) และวธีิของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayes )  

2. การทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ (DIF) 
2.1  เพื่อศึกษาอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทท่ี 1 (Type I error rate) ของ                      

การตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ (DIF) ของวิธีแมกซิมัมไลคลิฮูด (ML) วิธีของเบส 
(Bayes) และวธีิของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayes )  

2.2   เพื่อศึกษาอํานาจ (Power) การตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ                   
ของวิธีแมกซิมัมไลคลิฮูด (ML) วิธีของเบส (Bayes) และวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท 
(Bayes )  
 

ขอบเขตการวิจัย 
1. การศึกษาคร้ังนี้ ใชโมเดลทฤษฎีการตอบขอสอบแบบ 2 พารามิเตอร นั่นคือศึกษา

พารามิเตอรขอสอบ 2 พารามิเตอร ไดแก ความยาก อํานาจจําแนก และพารามิเตอรผูสอบ ไดแก 
ความสามารถของผูสอบ  

2. ขอมูลท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ ใชขอมูลจําลองท่ีไดจากโปรแกรม R โดยเปนขอมูล     
ท่ีมีวิธีการใหคะแนนรายขอแบบสองคา (Dichotomous scoring) ซ่ึงทําการจําลองภายใตเง่ือนไข
จํานวน 54 เง่ือนไข (3 x 3 x 3 x 2) ในแตละเง่ือนไขจําลองขอมูลซํ้า 100 รอบ จํานวนการทําซํ้า
ภายใตเง่ือนไขท่ีแปรเปล่ียนท้ังหมด 5,400 รอบ โดยมีรายละเอียดของเง่ือนไข ดังนี ้

2.1  อิทธิพลของเทสตเลท ประกอบดวย 3 เง่ือนไข ไดแก  
2.1.1  อิทธิพลของเทสตเลทเทากันทุกเทสตเลท 
2.1.2  อิทธิพลของเทสตเลทไมเทากัน 
2.1.3  ขอสอบท่ีเปนอิสระและอิทธิพลของเทสตเลทไมเทากัน 
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2.2  การแจกแจงของความสามารถของผูสอบ ประกอบดวย 3 เง่ือนไข ไดแก  
2.2.1  การแจกแจงแบบปกติ 
2.2.2  การแจกแจงแบบเบซาย 
2.2.3  การแจกแจงแบบเบขวา 

2.3  จํานวนขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกันในแบบสอบ ประกอบดวย 3 เง่ือนไข ไดแก 
2.3.1  รอยละ 0 หรือไมมีขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกันในแบบสอบ 
2.3.2  รอยละ 12.5 หรือมีขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกันจํานวน 5 ขอ ในแบบสอบ 
2.3.3  รอยละ 20 หรือมีขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกันจํานวน 8 ขอ ในแบบสอบ 

2.4  อัตราสวนของกลุมอางอิงตอกลุมเปรียบเทียบ ประกอบดวย 2 เง่ือนไข ไดแก 
2.4.1  อัตราสวน 1: 1 หรือ มีกลุมอางอิงจํานวน 1,000 คน และกลุมเปรียบเทียบ

จํานวน 1,000 คน 
2.4.2  อัตราสวน 1: 0.1 หรือ มีกลุมอางอิงจํานวน 1,000 คน และกลุมเปรียบเทียบ

จํานวน 100 คน 
 

3. วิธีท่ีใชในการประมาณคาพารามิเตอรตาง ๆ สําหรับการศึกษาคร้ังนี้ มี 3 วิธี ไดแก 
3.1   วิธีแมกซิมัมไลคลิฮูด (ML)  
3.2   วิธีของเบส (Bayes)  
3.3   วิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayes )  

4. การศึกษาคร้ังนี้ พิจารณาการวัดประสิทธิผล 2 สวน ไดแก  
4.1   การวัดประสิทธิผลการประมาณคาพารามิเตอร พิจารณาจากความเบ่ียงเบนของ

คาพารามิเตอรท่ีแทจริงและคาท่ีประมาณได (RMSE) 
4.2   การวัดประสิทธิผลการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกนัของขอสอบพิจารณาจาก  

4.2.1 อัตราความคลาดเคล่ือนประเภทท่ี 1 (Type I error rate) ของตรวจสอบ            
การทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ 

4.2.2 อํานาจ (Power rate) ของตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกนัของขอสอบ 
5. การศึกษาคร้ังนี้ไมไดศึกษาสาเหตุของการของการละเมิดขอตกลงเบ้ืองตนของ IRT 

แตเปนการศึกษาผลกระทบท่ีเกิดจากการละเมิดขอตกลงเบ้ืองตนของ IRT เม่ือขอสอบมีความ          
ไมเปนอิสระตอกันจากอิทธิพลของเทสตเลท 

6.  การศึกษาคร้ังนี้ กําหนดใหแบบสอบมีความยาว 40 ขอ ประกอบดวย 4 เทสเลท          
โดยแตละเทสเลทมีขนาดเทากัน คือ 10 ขอทุกเง่ือนไข 
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ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 
1. ผลการศึกษาทําใหทราบถึงวธีิการและโมเดลที่ใชในการประมาณคาพารามิเตอร

ขอสอบและคาพารามิเตอรผูสอบวาวิธีแมกซิมัมไลคลิฮูด (ML) วิธีของเบส (Bayes) และ               
วิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayes ) มีลักษณะเปนอยางไร ทําใหสามารถเลือกใชวิธีการ
ประมาณคาพารามิเตอรของขอสอบและพารามิเตอรความสามารถของผูสอบและวิธีการตรวจสอบ
การทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ ไดอยางเหมาะสมกับลักษณะของขอมูล 

2. เพื่อเปนแนวทางในการประมาณคาพารามิเตอรขอสอบและคาพารามิเตอรผูสอบ  
และวิธีการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกนัของขอสอบ อีกวิธีหนึ่งใหแกนักวัดผลการศึกษา              
ในการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพขอสอบ 

3. ผลการวิจัยมีประโยชนในการวิเคราะหขอสอบท่ีมีอิทธิพลเทสตเลท ซ่ึงเปนการแสดง
วิธีการวิเคราะหขอสอบแนวใหม ท่ีสามารถนําไปใชไดทุกประเภทของการวัดผล เนือ่งจากขอสอบ
ลักษณะน้ี มีปรากฏอยางแพรหลายท้ังการสอบในระดับสถาบันและระดับชาติ 

4. เปนแนวทางในการศึกษาวิธีการประมาณคาพารามิเตอร และการตรวจสอบ                 
การทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ ท้ังรูปแบบการวิเคราะหท่ีมีและการไมมีอิทธิพลเทสตเลท              
โดยใช Package ตาง ๆ จากโปรแกรม R 

5. เปนการขยายความรูในเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการประมาณคาพารามิเตอรและ                   
การตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ เม่ือมีการฝาฝนขอตกลงเบ้ืองตน สําหรับ                      
การวิเคราะหตามแนวทางทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 การทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ (DIF) หมายถึง ขอสอบท่ีทําใหผูสอบซ่ึงมีลักษณะ
ตางกัน แตมีความสามารถระดับเดียวกัน มีโอกาสตอบถูกไมเทากัน  
 กลุมเปรียบเทียบ (Focal group หรือกลุม F) หมายถึง ผูสอบกลุมท่ีคาดวาจะเปนกลุมท่ี
เสียประโยชนจากขอสอบท่ีแสดงออกถึงการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ 
 กลุมอางอิง (Reference group หรือกลุม R) หมายถึง ผูสอบกลุมท่ีคาดวาจะเปนกลุมท่ี   
ไดประโยชนจากขอสอบท่ีแสดงออกถึงการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ  
 ความเปนอิสระในการตอบขอสอบ (Local independence) หมายถึง เม่ือควบคุม
ความสามารถท่ีมีผลตอการตอบขอสอบใหคงท่ีแลว ความนาจะเปนในการตอบขอสอบถูก              
ในแตละขอมีความเปนอิสระตอกัน  



 
16 

 

 เทสตเลท (Testlet) หมายถึง กลุมของขอสอบท่ีมีความไมเปนอิสระของการตอบคําถาม
ในแตละขอ อันเนื่องมาจากมีการใชขอมูล บทความ หรือเหตุการณ ท่ีเปนตัวกระตุนหรือ ส่ิงเรา
เดียวกัน  
 วิธีการประมาณคาพารามิเตอร หมายถึง วธีิท่ีใชในการคาํนวณหาคาพารามิเตอรความ
ยากของขอสอบและคาความสามารถของผูสอบ โดยใชคาสถิติจากขอมูลท่ีจําลอง โดยใชวิธีการ
ประมาณคาพารามิเตอรดวยวธีิแมกซิมัมไลคลิฮูด (Maximum likelihood: ML) วิธีของเบส (Bayes) 
และวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayes ) โดยใชแบบจําลองตามทฤษฎีการตอบสนอง
ขอสอบ และโมเดล Bi-factor MIRT 
 วิธีแมกซิมัมไลคลิฮูด (Maximum likelihood: ML) หมายถึง การประมาณคาพารามิเตอร
โดยอาศัยผลทีไ่ดจากตัวอยางท่ีสุมเลือกมาจากการแจกแจงท่ีทราบรูปแบบของฟงกชัน                        
ความหนาแนนแตไมทราบคาพารามิเตอร ดังนั้นจึงใชหลักของความนาจะเปนในการเลือกตัวอยาง 
และวดัคาไดจากกลุมตัวอยางท่ีถูกเลือก (U1 = U1, U2 = U2, … , Un = Un ) มาพิจารณาคาประมาณ
ของคาพารามิเตอรท่ีตองการ ในการวิจัยคร้ังนี้ใชทําการประมาณคาพารามิเตอรดวยวธีิ                         
แมกซิมัมไลคลิฮูด โดยเรียกใชงาน Packages TAM จากโปรแกรม R 
 วิธีของเบส (Bayes) หมายถึง วิธีการประมาณคาพารามิเตอรท่ีมีแนวคิดวา ความสามารถ
ของผูสอบ (i) และคาพารามิเตอรของขอสอบ ไดแก คาอํานาจจําแนกของขอสอบ (aj)                 
คาความยากของขอสอบ (bj) เปนตัวแปรสุม (Random variable) มีเปาหมายเพ่ือหาการแจกแจง
ภายหลัง (Posterior distribution) ของพารามิเตอรท่ีสนใจ โดยอาศัยฟงกชัน Likelihood และ                 
การแจกแจงกอน (Prior distributions) ในการวิจยัคร้ังนี้  ใชทําการประมาณคาพารามิเตอร                 
ดวยวิธีของเบส โดยเรียกใชงาน Packages R2WinBUGS  จากโปรแกรม R แลวสงขอมูลไป
ประมวลผลท่ีโปรแกรม WinBUGS เม่ือประมวลผลเสร็จแลว โปรแกรมจะสงผลลัพธท่ีได               
กลับไปแสดงที่โปรแกรม R โดยใชแบบจาํลองตามทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ (IRT) 
 วิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayes ) หมายถึง วธีิการประมาณคาพารามิเตอร    
มีแนวคิดวา คาความสามารถของผูสอบ (i) และคาพารามิเตอรของขอสอบ ไดแก คาอํานาจ
จําแนกของขอสอบ (aj) คาความยากของขอสอบ (bj) เปนตัวแปรสุม (Random variable) มีเปาหมาย
เพื่อหาการแจกแจงภายหลัง (Posterior distribution) ของพารามิเตอรท่ีสนใจ โดยอาศัยฟงกชัน 
Likelihood และการแจกแจงกอน (Prior distributions) ในการวจิัยคร้ังนี้   ใชทําการประมาณ
คาพารามิเตอรดวยวิธีของเบส โดยเรียกใชงาน Packages R2WinBUGS จากโปรแกรม R แลว         
สงขอมูลไปประมวลผลท่ีโปรแกรม WinBUGS เม่ือประมวลผลเสร็จแลว โปรแกรมจะสงผลลัพธ
ท่ีไดกลับไปแสดงท่ีโปรแกรม R โดยใชโมเดล Bi-factor MIRT 
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 โมเดลตอบสนองขอสอบพหุมิติแบบสององคประกอบ (Bi-factor Multidimensional 
Item Response Theory Model : Bi-factor MIRT) หมายถึง โมเดลที่ขยายจากทฤษฎีการ
ตอบสนองขอสอบท่ีมีเทสตเลทในแบบสอบ (Testlet response theory) ท่ีกําหนดใหความสามารถ
และอิทธิพลสุมเนื่องจากเทสตเลท มีคาอํานาจจําแนกเดยีวกัน พัฒนาโดย Fukuhara & Kamata 
(2011) เปนโมเดลท่ีนํามาประยุกตใชในการประมาณคาพารามิเตอร สามารถวิเคราะหแบบ              
2 พารามิเตอรได  
 พารามิเตอรอํานาจจําแนก (Discrimination) หมายถึง คาท่ีแสดงความชันท่ีตําแหนงของ
โคงลักษณะขอสอบ (ICC) ณ จุดท่ีความสามารถมีโอกาสตอบขอสอบถูก 0.5 ซ่ึงประมาณไดจาก 
วิธีแมกซิมัมไลคลิฮูด (Maximum likelihood: ML) วิธีของเบส (Bayes) และวิธีของเบสแบบมี
อิทธิพลเทสตเลท (Bayes ) โดยใชแบบจําลองตามทฤษฎีการตอบสนองขอสอบและโมเดล             
Bi - factor MIRT 
 พารามิเตอรความยาก (Difficulty) หมายถึง คาท่ีแสดงตําแหนงของโคงลักษณะขอสอบ 
(ICC) ณ จดุท่ีความสามารถมีโอกาสตอบขอสอบถูก 0.5 ซ่ึงประมาณไดจากวิธีแมกซิมัมไลคลิฮูด 
(Maximum likelihood: ML) วิธีของเบส (Bayes) และวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayes ) 
โดยใชแบบจําลองตามทฤษฎีการตอบสนองขอสอบและโมเดล Bi-factor MIRT 
 พารามิเตอรความสามารถของผูสอบ (Ability) หมายถึง ระดับความสามารถของผูสอบ  
ท่ีประมาณไดจากวิธีแมกซิมัมไลคลิฮูด (Maximum likelihood: ML) วิธีของเบส (Bayes) และ              
วิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayes ) โดยใชแบบจําลองตามทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ
และโมเดล Bi - factor MIRT  
 การจําลองขอมูล หมายถึง การจัดสถานการณการสรางขอมูลตามเง่ือนไขเพื่อใช               
การประมาณคาพารามิเตอรของวิธีการวิเคราะหขอสอบ โดยการสรางเลขสุมในโปรแกรม R               
โดยมีเง่ือนไขความแตกตางของ 4 ปจจัย ไดแก  

1. อิทธิพลของเทสตเลท (Testlet effect) หมายถึง ผลกระทบของอิทธิพลแบบสุมท่ีเปน
ปฏิสัมพันธของการตอบกับเทสตเลท คํานวณไดจากการใชโมเดล Bi - factor MIRT ดวย                         
วิธีของเบส ในการศึกษาคร้ังนี้ผูวิจยัใชโปรแกรม R รวมกบัโปรแกรม WinBUGS โดยผาน 
Package R2WinBUGS ในการคํานวณ ในการศึกษาคร้ังนี้ ศึกษาอิทธิพลเทสตเลท 3 เง่ือนไข ไดแก 

1.1   แบบสอบท่ีมี 4 เทสตเลทและมีคาอิทธิพลของเทสตเลทเทากันทุกเทสตเลท  
1.2   แบบสอบท่ีมี 4 เทสตเลทและแตละเทสตเลทมีคาอิทธิพลของเทสตเลทไมเทากัน  
1.3   แบบสอบประกอบดวยขอสอบท่ีเปนอิสระและเทสตเลท  
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2. การแจกแจงของความสามารถ หมายถึง การแจกแจงของขอมูลท่ีเปนโคงลักษณะ 
ตาง ๆ ในการศึกษาคร้ังนี้ ศึกษาการแจกแจงความสามารถท่ีมีโคงตางกัน 3 เง่ือนไข ไดแก               
การแจกแจงแบบปกติ การแจกแจงแบบเบซาย และการแจกแจงแบบเบขวา 

3. จํานวนขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกันในแบบสอบ หมายถึง จาํนวนขอสอบท่ีวัด
ความสามารถของผูสอบในแตละกลุมไมตรงกันในแบบสอบ ในการศึกษาคร้ังนี้ ศึกษาจํานวน
ขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกันในแบบสอบ 3 เง่ือนไข ไดแก รอยละ 0 หรือไมมีขอสอบท่ีทําหนาท่ี
ตางกันในแบบสอบ รอยละ 12.5 หรือมีขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกันจํานวน 5 ขอในแบบสอบ และ  
รอยละ 20 หรือมีขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกนัจํานวน 8 ขอ ในแบบสอบ 

4. อัตราสวนของกลุมอางอิงตอกลุมเปรียบเทียบ หมายถึง จาํนวนผูสอบท่ีเปน              
กลุมอางอิงและจํานวนผูสอบท่ีเปนกลุมเปรียบเทียบ ในการศึกษาคร้ังนี้ ศึกษาอัตราสวนกลุมอางอิง
ตอกลุมเปรียบเทียบ 2 เง่ือนไข ไดแก  

1.1 อัตราสวนกลุมอางอิงตอกลุมเปรียบเทียบ เปน 1: 1 หรือมีจํานวนผูสอบท่ีเปน      
กลุมอางอิง จํานวน 1,000 คน และจํานวนผูสอบท่ีเปนกลุมเปรียบเทียบ จํานวน 1,000 คน 

1.2 อัตราสวนกลุมอางอิงตอกลุมเปรียบเทียบ เปน 1: 0.1 หรือมีจํานวนผูสอบท่ีเปน
กลุมอางอิง จํานวน 1,000 คน และจํานวนผูสอบท่ีเปนกลุมเปรียบเทียบ จํานวน 100 คน 
 การวัดประสิทธิผลการประมาณคาพารามิเตอร หมายถึง การตรวจสอบความสามารถ         
ในการประมาณคาพารามิเตอร (ความยาก อํานาจจําแนกของขอสอบและความสามารถของผูสอบ) 
โดยพิจารณาจาก  

1. ความเบี่ยงเบนของคาพารามิเตอรท่ีแทจริงและคาท่ีประมาณได (Root Mean Square 
Error: RMSE) หมายถึง คาท่ีวัดจากความแตกตางระหวางคาจริงและคาท่ีประมาณไดจากวิธีตาง ๆ 
เปนการทดสอบความแมนยําของของคาท่ีประมาณได โดยหาก RMSE ของวิธีการใดมีคานอย 
แสดงวาวิธีนั้นสามารถประมาณคาไดใกลเคียงกับคาจริง ดังนั้นหากคา RMSE มีคาเทากับศูนย 
แสดงวาไมเกดิความคลาดเคล่ือนในการประมาณคา 

การวัดประสิทธิผลการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ หมายถึง
ความสามารถการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบโดยพิจารณาจาก 

1. อัตราความคลาดเคล่ือนประเภทที่ 1 (Type I error rate) ของตรวจสอบการทําหนาท่ี
ตางกันของขอสอบ หมายถึง จํานวนขอสอบท่ีระบุวาทําหนาท่ีตางกนัผิดพลาด ท้ังท่ีความเปนจริง
ขอสอบเหลานั้นทําหนาท่ีไมตางกัน ซ่ึงคํานวณไดจากผลรวมจํานวนขอสอบท่ีระบุวาทําหนาท่ี
ตางกันผิดพลาดตอจํานวนขอสอบท่ีทําหนาท่ีไมตางกันในแบบสอบ x 100 
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2. อํานาจของตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ (Power) หมายถึง จํานวน
ขอสอบท่ีระบุวาทําหนาท่ีตางกันไดถูกตอง คํานวณไดจากผลรวมของจํานวนขอสอบท่ีระบุวา      
ทําหนาท่ีตางกนัไดถูกตองตอจํานวนขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกันท้ังหมดในแบบสอบ x 100  
 

กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของและงานวิจัยตาง ๆ ผูวิจัยไดนําเสนอเปน                 
กรอบแนวคิดในการวิจัย โดยมีกระบวนการดังนี ้

1. จําลองขอมูล (Simulation) ตามเง่ือนไข เนือ่งจากผูวิจยัไดศึกษาทฤษฎีและงานวิจยั      
ท่ีผานมา พบวา มีลักษณะขอมูลในเง่ือนไขตาง ๆ ท่ีสงผลกระทบตอการประมาณคาพารามิเตอร
และการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ ซ่ึงในการตรวจสอบอาจไมสามารถกําหนดให
ขอมูลจริงมีเง่ือนไขสอดคลองกับเง่ือนไขท่ีตองการศึกษาได ผูวิจยัจึงใชขอมูลจําลองในการศึกษา 
 2.  วิเคราะหขอมูล ประกอบดวย การประมาณคาพารามิเตอรและการตรวจสอบ                   
การทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ โดยผูวิจยัจะใชขอมูลท่ีจาํลองได ทําการประมวลผลใน 1 คร้ัง        
เพื่อประมาณคาพารามิเตอรและการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบดวยวิธีตาง ๆ              
ตามเง่ือนไข เม่ือประมาณคาพารามิเตอรแลว ทําการวดัประสิทธิภาพของการคาท่ีประมาณไดนั้น      
ดวยดัชนีตาง ๆ โดยสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจยั ดงัภาพท่ี 1 - 1 
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ภาพท่ี 1-1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ประสิทธิผล 
การประมาณคาพารามิเตอร 

1. ความเบ่ียงเบนของคาพารามิเตอรท่ีแทจริงและ                         
คาท่ีประมาณได (RMSE) 

 

ประสิทธิผล 
การตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ 

1.  อัตราความคลาดเคล่ือนประเภทท่ี 1 ของการตรวจสอบ     
การทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ  (Type I error rate)   

2.  อํานาจของตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ 
(Power)

เง่ือนไขการทดสอบ 
1.  อิทธิพลของเทสตเลทในแบบสอบ ประกอบดวย 3 เงื่อนไข ไดแก  

1.1 อิทธิพลของเทสตเลทเทากันทุกเทสตเลท 
1.2 อิทธิพลของเทสตเลทไมเทากัน 
1.3 ขอสอบท่ีเปนอิสระและอิทธิพลของเทสตเลทไมเทากัน 

2.  การแจกแจงของความสามารถ ประกอบดวย 3 เงื่อนไข ไดแก  
2.1 การแจกแจงแบบปกติ 
2.2 การแจกแจงแบบเบซาย 
2.3 การแจกแจงแบบเบขวา 

3.  จํานวนขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกันในแบบสอบ ประกอบดวย 3 เงื่อนไข ไดแก 
3.1 รอยละ 0 หรือไมมีขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกันในแบบสอบ 
3.2 รอยละ 12.5 หรือมีขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกันจํานวน 5 ขอ ในแบบสอบ 
3.3 รอยละ 20 หรือมีขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกันจํานวน 8 ขอ ในแบบสอบ 

4.  อัตราสวนของกลุมอางอิงตอกลุมเปรียบเทียบ ประกอบดวย 2 เงื่อนไข ไดแก 
4.1 เปน 1:1 หรือ มีกลุมอางอิงจํานวน 1,000 คน และกลุมเปรียบเทียบจํานวน 1,000 คน 
4.2 เปน 1:0.1 หรือ มีกลุมอางอิงจํานวน 1,000 คน และกลุมเปรียบเทียบจํานวน 100 คน 

รวมเง่ือนไขขอมูล 3 x 3 x 3 x 2 = 54 เง่ือนไข

วิธีประมาณคาพารามิเตอร (ความยาก อํานาจจําแนกและความสามารถ)  
และตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ 

1.  วิธีแมกซิมัมไลคลิฮูด (ML)  
2.  วิธีของเบส (Bayes) 
3.  วิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayes) 

รวมเงื่อนไข 3 เงื่อนไข

คาพารามิเตอรขอสอบและผูสอบ 
1. พารามิเตอรอํานาจจําแนก (aj) 
2. พารามิเตอรความยาก  (bj) 
3. พารามิเตอรความสามารถ (i) 

พารามิเตอรสําหรบัพิจารณาการตรวจสอบ 
การทําหนาท่ีตางกนัของขอสอบ (β) 



 
บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
การวิจยัคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร รายงานการวจิัย บทความท้ังในและตางประเทศ      

ท่ีเกี่ยวของกับการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ วิธีการวิเคราะหและประมาณคาพารามิเตอรของ 
การวิเคราะหขอสอบ แลวประมวลเปนความรู โดยนําเสนอตามลําดับ ดงันี้ 

ตอนท่ี 1 แนวคิดเกี่ยวกับการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ 
ตอนท่ี 2 แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ 
ตอนท่ี 3 แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการตอบสนองขอสอบสําหรับเทสตเลท 
ตอนท่ี 4 แนวคิดเกี่ยวกับการประมาณคาพารามิเตอรดวยวิธีของเบสและ                                

วิธีแมกซิมัมไลคลิฮูด 
ตอนท่ี 5 การกาํหนดเง่ือนไขสําหรับการจําลองขอมูล 
ตอนท่ี 6 งานวจิัยท่ีเกี่ยวของ 
 

ตอนท่ี 1 แนวคิดเกี่ยวกับการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ 
 ความยุติธรรมของขอสอบมีความเกีย่วของกับความตรงในการใหคะแนนของแบบสอบ  
ซ่ึงเปนหลักฐานท่ีแสดงวาแบบสอบสามารถวัดไดตรงตามวัตถุประสงคท่ีตองการวัด ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงเปนประเทศท่ีมีเสรีภาพและการเรียกรองสิทธิของบุคคล ดังนั้น ในการสรางและ
การใชแบบสอบจะอยูภายใตการตรวจสอบอยางใกลชิดของสังคม ทําใหผูสรางและผูใชแบบสอบ
ตองแสดงใหเห็นวาแบบสอบเหลานั้น ปราศจากความลําเอียงตอผูตอบขอสอบกลุมใดกลุมหนึ่ง           
จึงเกิดความพยายามในการตรวจสอบความลําเอียงของขอสอบมาต้ังแตตนศตวรรษท่ี 20 แตวิธี              
การตรวจสอบอยางเปนระบบไดนําเสนอในป ค.ศ. 1964 โดย Cardall & Coffman ไดประยกุต               
การวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of variance) ทดสอบปฏิกิริยารวมของขอสอบท่ีใชกับ
ผูตอบขอสอบผิวดําและผิวขาวท่ีเขารับการทดสอบ SAT ในป ค.ศ. 1963   
 ในกรณีท่ีขอสอบอํานวยประโยชนใหกับผูตอบขอสอบท่ีมีความสามารถเทาเทียมกัน   
แตเปนสมาชิกของประชากรในกลุมยอยท่ีมีลักษณะแตกตางกัน เดิมเรียก ความลําเอียงของขอสอบ 
(Item bias) ตอมามีขอแยงวาความลําเอียงของขอสอบมีความเกีย่วของกบัการรวบรวมหลักฐาน            
เชิงประจักษท่ีเกี่ยวของกับการทําขอสอบของผูตอบขอสอบจาก 2 กลุมยอย (เชน เพศ เช้ือชาติ) 
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หลักฐานเชิงประจักษของผลการสอบท่ีตางกันของผูตอบขอสอบ 2 กลุม ไมเพียงพอท่ีจะสรุปวา
ขอสอบมีความลําเอียง เนื่องจากความลําเอียงของขอสอบใหความหมายอยางนอย 2 อยาง คือ 
ความหมายในเชิงสังคมและความหมายในเชิงสถิติ ดังนั้น การตรวจสอบดวยวิธีการทางสถิติ      
โดยอาศัยขอมูลเชิงประจักษจึงใชคําวาการทําหนาท่ีเบ่ียงเบนของขอสอบ (Differential item 
functioning: DIF) จะเหมาะสมกวา จากการศึกษามีผูนยิามความหมายของการทําหนาท่ีตางกัน          
ของขอสอบไว เชน 
 การทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ หมายถึง การสังเกตไดวาขอสอบขอนั้นแสดงคุณสมบัติ
ทางสถิติท่ีตางกัน เม่ือใชขอมูลจากผูตอบขอสอบท่ีมีความสามารถเทากัน แตอยูในกลุมท่ีตางกัน 
(Angoff, 1993) 
 การทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ หมายถึง เหตุการณท่ีเกดิเม่ือผูสอบมีความสามารถ 
(Trait) เทากนั แตมีลักษณะประชากรตางกนั ทําใหความนาจะเปนท่ีจะตอบขอนั้น ๆ ถูกตางกัน 
(Roussous & Stout, 1996 cited in Sedivy, 2009)  
 การทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ หมายถึง คําท่ีใชอธิบายลักษณะขอสอบในแบบสอบ      
ท่ีมีพฤติกรรมตางไปเม่ือกลุมของผูสอบมีความแตกตางกัน (Wainer, Bradlow & Wang, 2007) 
 การทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ หมายถึง ขอสอบท่ีแสดงถึงการตอบสนองจาก
ประชากร 2 กลุมท่ีมีความสามารถเหมือนกัน แตมีความนาจะเปนในการตอบถูกตางกัน 
(Chaimongkol, Huffer & Kamata, 2007) 
 การทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ ในมุมมองของทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ (Item 
response theory: IRT) แสดงถึงโคงลักษณะขอสอบ (Item characteristic curves: ICCs)                  
ท่ีตางกันเม่ือลักษณะของสมาชิกกลุมยอยตางกัน (Narayanan & Swaminathan, 1996 cited in 
Fukuhara, 2009) 
 การทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ หมายถึง การที่ขอสอบทําใหผูสอบจากตางกลุมกัน             
ท่ีมีความสามารถหรือคุณลักษณะท่ีมุงวดัเทากัน มีโอกาสในการตอบขอสอบไดถูกตองแตกตางกนั 
หรือมีฟงกชันการตอบสนองขอสอบแตกตางกัน (ศิริชัย กาญจนาวาสี, 2550) 
 การทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ หมายถึง การที่ขอสอบทําใหผูสอบท่ีมีลักษณะหรือ    
มาจากตางกลุมกันท่ีมีความสามารถหรือคุณลักษณะท่ีมุงวัดเทากัน มีโอกาสในการตอบขอสอบ        
ไดถูกตองแตกตางกัน หรือมีฟงกชันการตอบสนองขอสอบแตกตางกนั (อิทธิฤทธ์ิ พงษปยะรัตน, 
2551) 
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 การทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ หมายถึง โอกาสของการตอบขอสอบไดถูกตองแตกตาง
กัน สําหรับผูสอบท่ีมีคุณลักษณะหรือความสามารถในระดับเดียวกัน แตมาจากกลุมประชากรยอย 
ท่ีแตกตางกัน (สุพัฒนา หอมบุปผา, 2556) 
 จากความหมายของการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบท่ีกลาวมา สรุปไดวา การทําหนาท่ี
ตางกันของขอสอบ หมายถึง ขอสอบท่ีทําใหผูสอบซ่ึงมีลักษณะตางกัน แตมีความสามารถระดับ
เดียวกนั มีโอกาสตอบถูกไมเทากัน  
 ประเภทของการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ 
 การทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ เปนการเปรียบเทียบผลการตอบขอสอบระหวาง          
กลุม ผูสอบอยางนอย 2 กลุมข้ึนไป ปกตินยิมเปรียบเทียบ 2 กลุม คือ กลุมแรก เปนกลุมท่ีคาดวาจะ
เปนกลุมท่ีเสียประโยชนจากขอสอบท่ีแสดงออกถึงการทําหนาท่ีตางกนัของขอสอบและเปนกลุม   
ท่ีนักวจิัยสนใจศึกษา เรียกวา กลุมเปรียบเทียบ (Focal group หรือกลุม F) สวนกลุมท่ีสองเปนกลุม  
ท่ีคาดวาจะเปนกลุมท่ีไดประโยชนจากขอสอบท่ีแสดงออกถึงการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ 
เรียกวา กลุมอางอิง (Reference group หรือกลุม R)  
 การวิเคราะหการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ ไดแบงลักษณะของขอสอบท่ีหนาท่ีตางกัน
แบงเปน 2 ประเภท ไดแก ขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกันแบบเอกรูป (Uniform DIF) และขอสอบท่ีทํา
หนาท่ีตางกนัแบบอเนกรูป (Non - uniform DIF) (ศิริชัย กาญจนาวาสี, 2550; Sedivy, 2009) 

1. ขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกันแบบเอกรูป (Uniform DIF) หมายถึง ขอสอบท่ีทําใหผูสอบ
กลุมหนึ่งมีโอกาสตอบขอสอบถูกมากกวาผูสอบอีกกลุมหนึ่งสมํ่าเสมอกันทุกระดับความสามารถ 
เม่ือพิจารณาโคงคุณลักษณะขอสอบ (ICC) ของผูสอบ 2 กลุม พบวาไมมีปฏิสัมพันธ (Interaction) 
ระหวางโคงคุณลักษณะผูสอบในทุกระดบัความสามารถ ดังภาพท่ี 2 - 1 (ก) 

2. การทําหนาท่ีตางกันของขอสอบแบบอเนกรูป (Nonuniform DIF) หมายถึง ขอสอบ   
ท่ีทําใหโอกาสการตอบขอสอบถูกตองของผูสอบระหวางกลุมไมสมํ่าเสมอกันทุกระดับ
ความสามารถ เม่ือพิจารณาโคงคุณลักษณะขอสอบของผูสอบท้ัง 2 กลุม พบวามีปฏิสัมพันธรวมกนั
ระหวางโคงคุณลักษณะ เชน ท่ีระดับความสามารถหน่ึงผูสอบกลุมอางอิงมีโอกาสในการตอบ
ขอสอบถูกมากกวาผูสอบกลุมเปรียบเทียบ แตอีกท่ีระดบัความสามารถหนึ่ง ผูสอบกลุมเปรียบเทียบ
มีโอกาสในการตอบขอสอบถูกมากกวาผูสอบกลุมอางอิง ดังภาพท่ี 2 - 1 (ข) 
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       (ก)                  (ข) 
 
ภาพท่ี 2 - 1  โคงคุณลักษณะขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกัน (ก) แบบเอกรูป (Uniform DIF)                           

(ข) แบบอเนกรูป (Nonuniform DIF)    
 
 โดยท่ัวไปในแบบสอบมาตรฐานมักมีขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกันแบบเอกรูปมากกวา
ขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกันแบบอเนกรูป แตในขอมูลจริงจะมีขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกนัแบบ       
อเนกรูปไดมากกวา (สุพัฒนา หอมบุปผา, 2556) 
 เนื่องจากในการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ คือ การที่ขอสอบวัดความสามารถรอง 
(Secondary abilities หรือ Nuisance dimension หรือ ) หรือ คุณลักษณะแฝงอ่ืนนอกเหนือจาก
ความสามารถหลัก (Primary abilities หรือ Primary dimension หรือ ) หรือ คุณลักษณะแฝง          
ท่ีตองการวัด ท่ีจะสงผลใหผูสอบตางกลุมท่ีนําเขามาจบัคูเปรียบเทียบกัน มีโอกาสในการตอบ
ขอสอบไดถูกตองตางกัน ท้ังๆ ท่ีมีความสามารถหลักท่ีตองการวัดเทากนั นั่นคือ การทําหนาท่ี
ตางกันจะเกดิเม่ือมีคาเฉล่ีย  ไมเทากัน ซ่ึงการตัดสินการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบมีได 4 
สถานการณ ดงันี้ (Sedivy, 2009) 

1. กลุมอางอิงและกลุมเปรียบเทียบมีคาเฉล่ีย  และ  เทากัน แสดงวาไมมีการทําหนาท่ี
ตางกัน (No Bias/DIF) 

2. กลุมอางอิงและกลุมเปรียบเทียบมีคาเฉล่ีย  เทากัน แตมีคาเฉล่ีย  ตางกัน แสดงวา       
มี Impact นั่นคือ ความนาจะเปนในการตอบขอสอบถูกมาจากความแตกตางของความสามารถหลัก 

3. กลุมอางอิงและกลุมเปรียบเทียบมีคาเฉล่ีย  เทากัน แตมีคาเฉล่ีย  ตางกัน แสดงวา  
มีการทําหนาท่ีตางกัน 

4. กลุมอางอิงและกลุมเปรียบเทียบมีคาเฉล่ียแตกตางกันท้ัง  และ  แสดงวามี             
การทําหนาท่ีตางกัน และมี Impact 

 



 
25 

 หลักการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ 
 วิธีการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบมีหลายวิธี เนื่องจากมีวิธีการศึกษาและ
การคิดคนวิธีการตาง ๆ เพื่อใหสามารถตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกนัของขอสอบไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด ซ่ึงสามารถแบงตามประเภทการวิเคราะหไดเปน 2 กลุม ดังนี ้ 

1. กลุมท่ีใชคะแนนสังเกตได (Observe score) เปนกลุมท่ีใชคะแนนรวมของแบบสอบ
เปนเกณฑในการจับคูผลสอบสองกลุมตามความรู หรือความสามารถที่แทจริงของผูสอบ วิธีการ   
ในกลุมนี้ ไดแก วิธีแมนเทล - แฮนสเซล วธีิถดถอยโลจิสติก และวิธีทําใหเปนมาตรฐาน จุดเดนของ
วิธีการในกลุมนี้ คือ กลุมตัวอยางขนาดเล็ก การวิเคราะหไมยุงยากซับซอน สวนจุดดอยของวิธีการ
ในกลุมนี้ คือ คาสถิติจะเปล่ียนไปตามขนาดของกลุมตัวอยาง เม่ือกลุมตัวอยางท่ีศึกษาเปล่ียนไป   
ผลการศึกษากอ็าจเปล่ียนแปลงไปดวย 

2. กลุมท่ีใชคะแนนท่ีสังเกตไมได หรือเปนตัวแปรแฝง (Latent variable) เปนกลุมวิธีท่ี 
มีทฤษฎีการทดสอบเปนพื้นฐาน ใชการประมาณคาคุณลักษณะแฝง (Latent trait) หรือใชคะแนน
จริงของผูสอบเปนเกณฑในการจับคูเปรียบเทียบผูสอบ วิธีการในกลุมนี้ ไดแก วิธีการตอบสนอง
ขอสอบ (IRT) และวิธีซิบเทสท (SIBTEST) เปนตน 

ศิริชัย กาญจนวาสี (2550) ไดเสนอหลักการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ
ระหวางกลุมอางอิง และกลุมเปรียบเทียบท่ีตองใชวิธีการจับคูตามเกณฑความสามารถ เพราะเปน
เง่ือนไขสําคัญของการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ เกณฑการจับคูท่ีนยิมมี 2 วิธีท่ีสําคัญดังนี้ 

1. เกณฑภายนอก (External criterion) 
การทําหนาท่ีตางกันของขอสอบโดยใชเกณฑภายนอกนี้ สามารถนําไปใชไดท้ังขอสอบ

รายขอ และแบบสอบท้ังฉบับ โดยใชคะแนนจากแบบสอบอ่ืนเปนเกณฑภายนอก แลวใชเทคนิค
การวิเคราะหถดถอย เพื่อทําการเปรียบเทียบเสนกราฟความสัมพันธระหวางตัวแปรเกณฑกบั          
ตัวแปรทํานายระหวางกลุมอางอิงและกลุมเปรียบเทียบ  

หลักการนี้มีจดุมุงหมาย เพือ่สรางสมการทํานายตัวแปรเกณฑ ซ่ึงเปนคะแนนของ
แบบทดสอบอ่ืนจากตัวแปรทํานายท่ีเปนคะแนนรายขอหรือคะแนนแบบทดสอบ ระหวางกลุม
อางอิงกับกลุมเปรียบเทียบ ในการวิเคราะหการทําหนาท่ีตางกันของแบบทดสอบ จะใชคะแนนรวม
ของแบบทดสอบท้ังฉบับเปนตัวแปรทํานาย สําหรับตัวแปรเกณฑท่ีใชเปนเกณฑภายนอก              
อาจใชคะแนนรวมท้ังฉบับหรือเกรดเฉล่ีย หรือคะแนนจากงานท่ีเกีย่วของของผูสอบ สมการทํานาย
สําหรับกลุมอางอิง คือ Yi = AR + BR Xi และกลุมเปรียบเทียบ คือ  Yi = AF + BF Xi โดยท่ี Yi           
เปนคะแนนของตัวแปรเกณฑภายนอก Xi เปนคะแนนของตัวแปรทํานาย A เปนคาคงท่ีหรือจุดตัด        
แกน y (Intercept) และ B เปนคาความชัน (Slope) 
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จากฟงกชันการทํานายดังกลาว สามารถเปรียบเทียบคาตัดแกน (A) และคาความชัน (B) 
ของเสนกราฟระหวางกลุมอางอิงกับกลุมเปรียบเทียบได ถาเสนกราฟมีคาความชันหรือคาตัดแกน
แตกตางสําหรับขอสอบใด แสดงวาขอสอบหรือแบบสอบนั้น มีการทําหนาท่ีตางกนั โดยเขาขาง
กลุมผูสอบท่ีมีคาตัดแกนหรือคาความชันท่ีสูงกวา 

การใชเกณฑภายนอกมีขอดี คือ เกณฑท่ีใชมีความเปนอิสระจากขอสอบ และแบบสอบ  
ท่ีตองการตรวจสอบ แตมีจุดออน คือ ความเหมาะสมของเกณฑท่ีจะนํามาใชในทางปฏิบัติเปน          
การยากท่ีจะหาเกณฑภายนอกจากแบบสอบฉบับอ่ืนท่ีมีความตรงเชิงทํานาย และมีความยุติธรรม
สําหรับกลุมอางอิงและกลุมเปรียบเทียบ ถาเกณฑภายนอกขาดคุณสมบัติดังกลาว จะทําให           
ผลวิเคราะหการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบหรือแบบทดสอบขาดความแมนยําและสมบูรณ 

2. เกณฑภายใน (Internal criterion) 
การวิเคราะหการทําหนาท่ีตางกันโดยใชเกณฑภายในเปนการนําวิธีการทางสถิติ

ตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกนัของขอสอบหรือแบบสอบ โดยเนนการพจิารณาจากโครงสราง
ภายในของแบบสอบเปนหลัก ดวยการวิเคราะหผลจากการตอบขอสอบและความสามารถ หรือ
คะแนนจริงของผูสอบท่ีไดจากแบบสอบฉบับนั้น เพื่อนํามาเปรียบเทียบระหวางผูสอบจาก         
กลุมอางอิงและกลุมเปรียบเทียบ ท่ีมีความสามารถหรือคะแนนจริงเทากัน วาจะมีผลการตอบหรือ
โอกาสในการตอบขอสอบไดถูกตองแตกตางกันหรือไม เพื่อบงช้ีถึงการทําหนาท่ีตางกันของ
ขอสอบการวิเคราะหลักษณะนี้นยิมใชคาสถิติตาง ๆ เปนตัวบงช้ีถึงการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ         
ซ่ึงท่ีนิยมมีดังนี้ 

2.1   การทดสอบปฏิสัมพันธ (Interaction) 
 ระยะเร่ิมตนของการศึกษาการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบมีการใชสถิติทดสอบเอฟ 

(F - test) จากการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) เพือ่ทดสอบปฏิสัมพันธระหวางกลุมผูสอบ
กับขอสอบ หากผลการทดสอบมีนัยสําคัญก็ช้ีไดวามีการทําหนาท่ีตางกนัของขอสอบแลววเิคราะห
ตอดวยวิธี Post Hoc เพื่อระบุขอสอบท่ีมีผลตอการเกิดปฏิสัมพันธ ซ่ึงเปนขอท่ีทําหนาท่ีตางกัน 

2.2   การวัดความเบ่ียงเบนสัมพทัธ (Relative deviation) 
วิธีการนี้เปนการคํานวณคาพารามิเตอรขอสอบจําแนกตามกลุม แลวแปลงใหเปน          

คาความยากมาตรฐาน () สามารถนํามาเขียนเปนกราฟเปรียบเทียบเปนรายขอ ถาขอใดมี             
คาเบ่ียงเบนไปจากแกนหลักท่ีคาดหมาย หรือเบ่ียงเบนเกนิจากความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของ            
คาความยากท่ีกําหนดกย็อมเปนเคร่ืองบงช้ีถึงการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ  
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วิธีการนี้มีขอดแีละขอเสียคลายกับการทดสอบปฏิสัมพันธ และคาความยากของ
ขอสอบไมใชตัวแทนของคาความยากท่ีแทจริงของขอสอบ และอาจไดรับอิทธิพลจากตัวแปรอ่ืน 
เชน คาอํานาจจําแนกและความสามารถของผูเขาสอบ 

2.3   การเปรียบเทียบน้ําหนักองคประกอบ (Factor loading) 
วิธีการนี้ใชการวิเคราะหองคประกอบ (Factor analysis) เปนเทคนิคทางสถิติท่ีนิยม 

ใชตรวจสอบความตรงเชิงโครงสราง (Construct validity) โดยนําการวิเคราะหองคประกอบมาใช
ในการวิเคราะหโครงสรางของแบบทดสอบแยกตามกลุมผูเขาสอบ ความไมสอดคลองกันระหวาง
น้ําหนกัองคประกอบบนคุณลักษณะสําคัญในส่ิงท่ีมุงวดัหรือความแตกตางของคาเฉล่ียคะแนน
องคประกอบ (Factor score) ระหวางกลุมผูเขาสอบยอมสะทอนการทาํหนาท่ีตางกนัของขอสอบ
และแบบทดสอบ 

ในการใชเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory factor analysis: 
EFA) สําหรับศึกษาการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ มีจุดออนเร่ืองความไมสอดคลองระหวาง
น้ําหนกัองคประกอบ อาจเกดิจากความแตกตางของความสามารถระหวางกลุมก็ได แนวทางท่ี
เหมาะสม จึงควรใชเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory factor analysis: 
CFA) นอกจากนี้ยังใช CFA สําหรับตรวจสอบความแตกตางระหวางกลุมในลักษณะความสามารถ
หลักหรือความสามารถรองไดอีก 

2.4   การเปรียบเทียบโอกาสตอบขอสอบถูก 
วิธีการนี้จะเปรียบเทียบโอกาสของการตอบขอสอบถูกของผูสอบกลุมอางอิงและ 

กลุมเปรียบเทียบท่ีมีความสามารถเทากัน เปนแนวทางท่ีไดรับความนยิมมาก ซ่ึงการบงช้ี               
การทําหนาท่ีตางกันของขอสอบมีการคํานวณคาสถิติใน 2 แนวทางหลัก ดังนี ้

2.4.1 การเปรียบเทียบคาสัดสวนความนาจะเปนในการตอบขอสอบถูกของผูสอบ
ตางกลุมท่ีมีระดับความสามารถเทากัน 

2.4.2 การเปรียบเทียบคาฟงกช่ันการตอบสนองขอสอบหรือโคงลักษณะขอสอบ
ระหวางกลุมท่ีมีระดับความสามารถเทากัน ซ่ึงวิธีการนีต้ั้งอยูบนหลักการของทฤษฎี IRT เชน 
วิธีการวัดความแตกตางของคาพารามิเตอรความยาก วิธีการวัดความแตกตางของพื้นท่ี เปนตน 
วิธีการนี้มีขอด ีคือ การคํานวณคาสถิติมีความแกรง เช่ือถือได มีกลไกในการควบคุมความสามารถ
ของผูสอบโดยการจับคูความสามารถเพ่ือทําการเปรียบเทียบ ณ ตําแหนงท่ีมีความสามารถเทากัน 

วิธีการนี้มีขอด ีคือ การคํานวณคาสถิติของขอสอบมีความนาเช่ือถือ มีการควบคุม
ความสามารถของผูเขาสอบโดยการจับคูกลุมความสามารถ เพื่อเปรียบเทียบ ณ ตําแหนงตาง ๆ ท่ีมี
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ความสามารถระดับเทากนั จงึเปนวิธีการทีย่อมรับกันโดยท่ัวไป แตก็มีขอจํากัด คือ ความซับซอน
ของแนวคิดพืน้ฐาน และการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อวเิคราะหขอมูลไดบางโปรแกรม  

 เกณฑและวิธีการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ 
 จากการศึกษามีผูจําแนกลักษณะของการทําหนาท่ีตางกนัของขอสอบ ดังนี ้
 Potenza & Dorans (1995, อางถึงใน ศิริชัย กาญจนาวาสี, 2550) จําแนกวธีิการตรวจสอบ
การทําหนาท่ีตางกันของขอสอบท่ีมีการใหคะแนนแบบสองคา (Dichotomously score) คือ การให
คะแนน 0 - 1 และขอสอบท่ีมีการใหคะแนนแบบหลายคา (Polytomous score) โดยแบงเปน 2 มิติ 
ดังนี้  
 มิติแรก แบงตามประเภทการวิเคราะหระหวางกลุมท่ีใชคะแนนสังเกตได (Observed 
score) และกลุมท่ีใชคะแนนสังเกตไมได หรือตัวแปรแฝง (Latent variable) โดยกลุมท่ีใชคะแนน
สังเกตได มักวเิคราะหตามทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม (Classical test theory: CTT) หรือกลุมท่ี
ไมใชทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ (non - IRT approach) โดยใชคะแนนรวมของผูสอบเปนเกณฑ
การจับกลุมผูสอบ วิธีการตรวจสอบท่ีสําคัญในกลุมนี้ ไดแก การวเิคราะหความแปรปรวน 
(Analysis of variance: ANOVA) การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติก (Logistic regression: LR)       
วิธีแปลงคาความยากของขอสอบ (Transformed item difficulty: TID) วิธีแมนเทล - แฮนดเซล 
(Mantel-Haenszel: MH) สวนกลุมท่ีใชคะแนนสังเกตไมได จะวิเคราะหบนพื้นฐานของทฤษฎี   
การตอบสนองขอสอบ (IRT) สําหรับใชเปนเกณฑจับคู กลุมผูสอบวิธีการตรวจสอบท่ีสําคัญใน
กลุมนี้ คือ วิธีวัดพืน้ท่ีความแตกตางระหวางโคงการตอบสนองขอสอบ (IRT - D2) วิธีอัตราสวน  
ไลดลิฮูดลอกลิเนียร (Loglinear IRT likelihood ratio) วธีิ Lord’s 2 และวิธี SIBTEST 
 มิติท่ีสอง เปนการแบงระหวาง Parametric Approaches ซ่ึงวิเคราะหโดยมีขอตกลง
เบ้ืองตนของโมเดลสําหรับอธิบายความสัมพันธระหวางคะแนนของขอสอบและการจบัคูตัวแปร 
และ Nonparametric Approaches วิเคราะหดัชนีการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบโดยไมมีขอตกลง
เบ้ืองตนของโมเดลและการจับคูตัวแปร 
 ซ่ึงศิริชัย กาญจนาวาสี (2550) แสดงรายช่ือวิธีการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของ
ขอสอบท่ีสําคัญ ๆ ดังแสดงในตารางท่ี 2 - 1 
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ตารางท่ี 2 - 1  วิธีการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ ท่ีมีการตรวจใหคะแนนแบบ 
Dichotomous DIF และ Polytomous DIF 

 
  ประเภทและตัวแปรเกณฑ Parametric Nonparametric 
1.  Dichotomous DIF   
 1.1 กลุมท่ีใชคะแนนสังเกตได ANOVA TID, MH, STND, 
  (Observed score) Logistic regression SIBTEST 
 1.2 กลุมท่ีใชคะแนนสังเกตไมได  IRT-D2, Lord’s 2  
  (Latent variable) General IRTLR  
   Loglinear IRTLR  
2.  Polytomous DIF   
 2.1 กลุมท่ีใชคะแนนสังเกตได ANOVA Polytomous  STND  
  (Observed score) Polytomous  Logistic GMH 
   Regression  
 2.2 กลุมท่ีใชคะแนนสังเกตไมได  General IRTLR Polytomous  SIBTEST 
  (Latent variable) PCM GPCM 
 
 จากการเปรียบเทียบวิธีตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบในตารางท่ี 2 - 1  พบวา 
วิธี ANOVA วิธี  2 และวิธี TID เปนการวเิคราะหขอสอบโดยอาศัยทฤษฎีการวดัแบบดั้งเดิม ซ่ึงมี
จุดดอย คือ คาพารามิเตอรของขอสอบจะเปล่ียนไปตามกลุมผูสอบ นอกจากนีว้ิธีANOVA และวธีิ  
2  ไมมีดัชนบีอกระดับการทําหนาท่ีตางกนัของขอสอบ แตเปนวิธีท่ีประหยัดและใชกลุมตัวอยาง
นอย วิธี IRT เปนวิธีท่ีวเิคราะหความแตกตางของฟงกชันการตอบขอสอบระหวางกลุมผูสอบ            
มีดัชนีบอกระดับของการทําหนาท่ีตางกนัของขอสอบและทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิติ                 
ซ่ึงเปนวิธีท่ีใหรายละเอียดมากและมีขอดี คือ ความไมแปรเปล่ียนของคาพารามิเตอร แตมีขอเสีย คือ 
คอนขางส้ินเปลือง วิธี MH คลายกับวิธี  2  คือใชคะแนนรวมจากแบบสอบเปนตัวแทนของ
ความสามารถ แตวิธี MH จะวิเคราะหทีละระดับความสามารถ และมีดชันีบอกระดับการทําหนาท่ี
ตางกันของขอสอบและมีการทดสอบความนัยสําคัญทางสถิติ วิธี SIBTEST ใชคะแนนรวมจาก
แบบสอบเปนตัวแทนความสามารถ มีขอตกลงวามีมิติการวัด 2 มิติ ดังนั้น คะแนนจากแบบสอบจึง
มี 2 สวนคือ คะแนนจากแบบสอบท่ีมีความตรง (Valid subtest) ซ่ึงวัดคุณลักษณะแฝงเปาหมาย และ
คะแนนจากแบบสอบท่ีศึกษา (Studied subtest) ซ่ึงวัดคุณลักษณะแฝงแทรกซอน มีดัชนีบอกระดบั
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การทําหนาท่ีตางกันของขอสอบและทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ ท้ังวิธี MH และวิธี SIBTEST เปน
วิธีท่ีประหยัด ใชกลุมตัวอยางนอย  
 คมศักดิ์ ช่ืนชม (2539) จําแนกวิธีการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกนัของขอสอบตาม
ทฤษฎีพื้นฐาน ไดเปน 2 กลุม ดังนี ้ 
 กลุมท่ี 1 กลุมท่ีใชหลักการของทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ (IRT) ไดแก วิธีโคง
คุณลักษณะขอสอบแบบ 3 พารามิเตอร (Item characteristic curve - 3 parameter: ICC - 3) วิธีโคง
คุณลักษณะขอสอบแบบ 2 พารามิเตอร (Item characteristic curve - 2 parameter: ICC - 2) วิธีโคง
คุณลักษณะขอสอบแบบ 1 พารามิเตอร (Item characteristic curve - 1 parameter: ICC - 1)                         
วิธี Likelihood Ratio Test วิธี SIBTEST และ วิธี Lord’s 2 test 
 กลุมท่ี 2 กลุมท่ีใชหลักการของทฤษฎีการทดสอบแบบดัง้เดิม (Classical test theory: 
CTT) ไดแก วธีิแปลงคาความยากของขอสอบ (Transformed item difficulty: TID) วธีิวิเคราะห
ความแปรปรวน (Analysis of variance: ANOVA) วิธีวิเคราะหดวยไคสแคว (Chi-square: 2)      
วิธีวิเคราะหองคประกอบ (Factor analysis) วิธีวิเคราะหการถดถอย (Regression analysis)                   
วิธีคาอํานาจจําแนกของขอสอบ (Item discrimination indices) วิธีลอกลิเนียร (Log - linear)                    
วิธีแมนเทล - เฮนสเซล (Mantel - Haenszel: MH) วิธีทําใหเปนมาตรฐาน (Standardization: STND) 
และวิธีถดถอยโลจิสติก (Logistic regression: LR) 
 จะเห็นวาวิธีในการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบมีหลายวิธี วิธีท่ีเปนท่ีรูจัก
และนิยมใชในการเปรียบเทียบท่ีผานมา กาญจนา วัธนสุนทร (2538) ไดสรุปวาวิธีท่ีนิยมใชมี 6 วิธี 
ไดแก วิธีแปลงคาความยาก (TID) วิธีวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) วิธีไคสแควร (2)         
วิธีทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ (IRT) วธีิ Mantel - Haenszel (MH) และวิธี SIBTEST ซ่ึงสรุป
วิธีการวิเคราะห ขอดี ขอจํากดัไว ดังตารางท่ี 2 - 2 (กาญจนา วัธนสุนทร, 2537) 
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ตารางท่ี 2 - 2 เปรียบเทียบวิธีตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกนัของขอสอบ 
 

ประเด็น TID ANOVA 2 IRT MH SIBTEST 
ขอตกลง
เบื้องตน 

ผลรวมระหวาง
กลุมกับขอ
กระทงเปนตัว
บงช้ีความ
ลําเอียง 

ความ
แปรปรวนและ
ความ
แปรปรวนรวม
ของขอสอบ
ตองเทากัน 

คะแนนรวม
จากแบบสอบ
เปนตัวแทน
ความสามารถ
ของผูสอบ 

แบบสอบมี
ความเปนมิติ
เดียวและ ICC 
สามารถแสดง
ฟงกชันของคา
ความสามารถ
และโอกาสการ
ตอบขอสอบถูก 

คะแนนรวม
จากแบบสอบ
เปนตัวแทน
ความสามารถ
ของผูสอบ 

คะแนนรวมจาก
แบบสอบเปน
ตัวแทน
ความสามารถ
ของผูสอบและมี
มิติการวัด 2 มิติ 
คือคุณลักษณะ
แฝงเปาหมาย
และคุณลักษณะ
แฝงแทรกซอน 

สิ่งท่ีวิเคราะห ผลรวมระหวาง
การเปนสมาชิก
ในกลุมกับการ
ตอบถูก 

ผลรวมระหวาง
การเปนสมาชิก
ในกลุมกับการ
ตอบถูก 

ความแตกตาง
ของอัตราสวน
การตอบถูกตาม
ระดับคะแนน
รวม 

ความแตกตาง
ของฟงกชัน  
การตอบขอสอบ
ที่ระดับ
ความสามารถ
เดียวกัน 

ความแตกตาง
ของอัตราสวน
การตอบ
ระหวางผูที่มี
ความสามารถ
ระดับเดียวกัน 

ความตางของ
คะแนนเฉล่ีย
และอัตราสวน
การตอบขอสอบ
ระหวางผูที่มี
ความสามารถ
ระดับเดียวกัน 

การตัดสิน DIF ระยะหางของ
จุด  จากเสน
แกนหลัก 

ความมี
นัยสําคัญทาง
สถิติของ F-test 

ความมี
นัยสําคัญทาง
สถิติของ 2 

พื้นที่ระหวาง
โคงลักษณะ
ขอสอบ 

คาดัชนี MH 
และความมี
นัยสําคัญทาง
สถิติ 

คาดัชนี SIB 
และความมี
นัยสําคัญทาง
สถิติ 

ทฤษฎีพื้นฐาน CTT CTT CTT IRT CTT MIRT 
ขอด ี คํานวณงาย ใช

กลุมตัวอยาง
นอย 

ใชกลุมตัวอยาง
นอย 

คํานวณงาย มี
เกณฑตายตัว
ในการแปลผล 

คาพารามิเตอร
ไมแปรเปล่ียน
ตามกลุมผูสอบ 

คํานวณงาย    
ใชกลุมตัวอยาง
นอย ประหยัด 

คํานวณงาย      
ใชกลุมตัวอยาง
นอย ตรวจสอบ 
DIF ไดหลายขอ
ในคร้ังเดียว 

ขอจํากัด มีความคลาด
เคล่ือนเม่ือคา a 
สูง และคา b 
เปล่ียนตามกลุม
ผูสอบ 

การคํานวณ
คอนขางยุงยาก
และไมมีดัชนี
บอกระดับ
ความลําเอยีง 

ไมมีเกณฑ
ตายตัวในการ
กําหนดชวง
คะแนนและคา 
b เปลี่ยนตาม
กลุมผูสอบ 

มีการคํานวณ
ซับซอน         
หลายรอบ           
แปลผลยาก         
ใชกลุมตัวอยาง
มาก คาใชจายสูง

ไมมีความไวใน
การตรวจสอบ 
DIF แบบ 
Nonuniform 
DIF 

อัตราความคลาด
เคล่ือนชนิดท่ี 1 
เพิ่มสูง                 
เม่ือคะแนนเฉล่ีย
แตกตางกันมาก 
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 ในการศึกษาคร้ังนี้ ใชหลักการของทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ (IRT) โดยวิธีแบบ 
Parametric ดวยการใชโมเดล Bifactor MIRT ซ่ึงจะอธิบายในตอนท่ี 3 แนวคิดเกีย่วกบัทฤษฎี      
การตอบสนองขอสอบสําหรับเทสตเลท 
 

ตอนท่ี 2 แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ 
 การวัดทางจิตวิทยามักนิยมใชทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม ซ่ึงมีแนวคิดวา คะแนน        
ท่ีสังเกตได (Observed score: X) เปนผลรวมของโมเดลเชิงเสนของคะแนนจริง (True score: T) 
และคะแนนความคลาดเคล่ือน (Error: E) หรือเขียนเปนสมการไดวา X = T + E แนวคิดนี้                  
มีการพัฒนาสืบเนื่องกันมาและไดรับความนิยมอยางแพรหลาย อยางไรก็ตาม ผูเช่ียวชาญดาน      
การวัดหลายทานพบวา ทฤษฎีดังกลาวมีจดุออนท่ีสําคัญหลายประการดงัตอไปนี ้(Hambleton, 
Swaminathan & Rogers, 1991) 

1. พารามิเตอรของขอสอบ (Item parameter) ไดแก ความยาก (Item difficulty) อํานาจ
จําแนก (Item discrimination) ไมคงท่ี ข้ึนอยูกับกลุมผูสอบในแตละคร้ัง เชน เม่ือแบบสอบยาก 
แสดงวา ความสามารถของผูสอบนอย และหากแบบสอบงาย แสดงวาความสามารถของผูสอบมาก 
เนื่องจากความยากเปนอัตราสวนของผูท่ีตอบถูก ทําใหแบบสอบจะงายหรือยากข้ึนอยูกับ
ความสามารถ เปนตน นอกจากนั้นยังไมสามารถพิจารณาพารามิเตอรของขอสอบแยกจาก
ความสามารถของผูสอบแตละคนไดอยางอิสระ คุณลักษณะท้ังสองสวนข้ึนอยูกับการแจกแจง
ลักษณะของกลุมตัวอยางท่ีใชในการทดสอบเฉพาะคร้ัง จึงทําใหความคาดเคล่ือนมาตรฐาน                   
เปนคาเฉพาะในการสอบแตละคร้ัง และเปนคาเดียวกนัสําหรับผูสอบทุกคน  

2. การใหคะแนนผูสอบแตละคน คิดจากคะแนนรวมในการทําแบบสอบ เปนการ
พิจารณาระดับแบบสอบมากกวาการพิจารณารูปแบบการตอบขอสอบรายขอ ดังนั้น การแปล
ความหมายของคะแนน จึงบอกไมไดวา ผูสอบมีความสามารถหรือบกพรองดานใด นอกจากนี้            
ยังมีปญหาในการใชงานแบบสอบคูขนาน นั่นคือ ไมสามารถนําคะแนนจากการทําแบบสอบ       
ตางฉบับมาเทียบกันได เพราะคะแนนจากแบบสอบท้ังสองมีมาตรในการวัด (Scale) ตางกัน 
เนื่องจากคาสถิติในการพิจารณาคัดเลือกขอสอบมาจัดทําแบบสอบแตละฉบับข้ึนอยูกับกลุมผูสอบ 

3. การคํานวณคาความเท่ียง (Reliability) ของแบบสอบ เปนความสัมพันธระหวาง 
คะแนนจริงจากแบบสอบคูขนาน ซ่ึงยากในทางปฏิบัติท่ีจะสรางแบบสอบท่ีเปนคูขนานกันได 

4. ทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิมไมสามารถใชในการสรางแบบสอบท่ีเหมาะกับ
ความสามารถของผูเรียน (Tailor test) และแบบสอบปรับเหมาะ (Computer adaptive test)  
เนื่องจากไมมีสารสนเทศท่ีช้ีวาผูสอบมีโอกาสตอบถูกเทาใด 
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 จากจุดออนดังกลาว ทําใหนกัจิตวิทยาไดคิดคนพัฒนาทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ 
(Item response theory: IRT) ท่ีใหคาการวดัท่ีมีความเท่ียงและไมแปรเปล่ียนไปตามคุณลักษณะท่ี
เปล่ียนไปของแบบสอบและกลุมผูสอบ เพราะเม่ือ IRT Model สอดคลอง (Fit) กับขอมูลจะทําให
เกิดความไมแปรเปล่ียนของพารามิเตอรของขอสอบ (Item parameter) และพารามิเตอร
ความสามารถของผูสอบ (Ability parameter) 
 ความคิดพืน้ฐานของทฤษฎกีารตอบขอสอบ 
 ทฤษฎีการตอบสนองขอสอบต้ังอยูบนสมมุติฐาน 2 ประการ คือ  

1. พฤติกรรมของผูสอบในการตอบขอสอบ สามารถพยากรณหรืออธิบายคุณลักษณะ
ภายใน (Traits หรือ Latent traits หรือ Abilities) ได 

2. ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูสอบในการตอบขอสอบและคุณลักษณะภายใน 
อธิบายไดโดยโคงลักษณะขอสอบ (Item characteristic curve: ICC) ซ่ึงโคงนี้มีลักษณะเฉพาะ คือ 
เม่ือผูสอบมีความสามารถสูง ความนาจะเปนในการตอบขอสอบถูกก็มากข้ึนดวย  
 ขอตกลงเบื้องตนของทฤษฎกีารตอบสนองขอสอบ 
 ทฤษฎีการตอบสนองขอสอบมุงอธิบายความสัมพันธระหวางความสามารถท่ีแทจริงของ
ผูสอบ () กับพฤติกรรมการตอบสนองขอสอบในแตละขอวามีความนาจะเปนในการตอบขอสอบ
ถูกไดมากนอยเพียงใด Pi() ดวยโคงคุณลักษณะของขอสอบ (Item characteristic curve: ICC)          
ซ่ึงมีลักษณะเปนฟงกชันคณิตศาสตร โดยมีขอตกลงเบ้ืองตนท่ีสําคัญ ไดแก (DeMars, 2010; 
Hambleton et al., 1991; Fukuhara & Kamata, 2011; ชนะศึก นิชานนท, 2553) 

1. ความเปนมิติเดียว (Unidimensional)  
ความเปนมิติเดียวเปนขอตกลงเบ้ืองตนท่ีใชกันท่ัวไป สําหรับ IRT หมายถึง แบบสอบ

ตองวัดความสามารถดานเดียว () สําหรับผูสอบแตละคน และปจจัยอ่ืนท่ีมีผลตอการตอบสนอง
ขอสอบจะถูกกําหนด (Treat) ใหมีความคาดเคล่ือนแบบสุม (Random error) ซ่ึงการละเลยขอตกลง
นี้จะนําไปสูความคลาดเคล่ือนในการประมาณคาพารามิเตอร หรือ Standard Error อยางไรก็ตาม 
ขอตกลงนี้สามารถผอนปรนได โดยสามารถอธิบายแบบสอบท่ีมีการใชความสามารถพหุมิติ 
(Multidimensionality) ได เชน Multidimentional Rasch Model เปนตน  

การตรวจสอบความเปนมิติเดียวของแบบสอบ ทําไดหลายวิธี ดังนี้  
1. การหาคาความสัมพันธระหวางคาน้ําหนักองคประกอบรายดาน (Factor loading)  

ขององคประกอบท่ีหนึ่งกับคาสหสัมพันธแบบไบซีเรียล (Biserial correlation coefficient)               
ของขอสอบรายขอกับคะแนนรวม ถามีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธมากกวา 0.80 สรุปไดวา              
ขอสอบหรือแบบสอบนั้นมีความเปนมิติเดียว 
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2. การวิเคราะหองคประกอบ (Factor analysis) ของแบบสอบท้ังฉบับ พิจารณาจาก
คาไอเกน (Eigen values) โดยผลการวิเคราะหองคประกอบใดมีคาไอเกนในองคประกอบใด
องคประกอบหน่ึงสูงกวาคาอ่ืนอยางชัดเจน สามารถสรุปไดวาแบบสอบนั้นมีความเปนมิติเดยีว 

3. การใชโปรแกรม TESTFACT วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory factor 
analysis) พัฒนาโดย Wilson & Hoskens โดยวเิคราะหขอสอบและทดสอบความตรงของโครงสราง
ดวย 2 สําหรับ Likelihood Ratio (G2) ในการตรวจสอบความเปนมิติเดียว ดัชนนีี้ใชทดสอบดวย
การกําหนดจํานวนองคประกอบของชุดขอมูลไวลวงหนาแลวทดสอบดวย 2 ท่ีมีการประมาณคา
ดวยวิธี G2 เพือ่ทดสอบความเหมาะสมของโมเดล หากคา G2 ไมมีนัยสําคัญแลว แสดงวาขอมูลมี
จํานวนองคประกอบเทาท่ีกําหนดไวแตตน  

4. การวิเคราะหการแบงกลุมแบบลดหล่ัน (Hierarchical cluster analysis) เปนเทคนิค
สําหรับทดสอบความเปนพหุมิติของแบบสอบ โดยพิจารณาการแบงกลุมของตัวแปร โดย
กระบวนการแบงกลุมนี้เปนการแบงกลุมจาํนวนขอสอบท่ีมีลักษณะคลายคลึงกันใหอยูในกลุม
เดียวกัน นอกจากนีย้ังใชการหมุนซํ้า (Iteration) จนผลลัพธ (Outcome) อยูในระดับท่ีนาพอใจ       
ซ่ึงการวิเคราะหดวยวิธีนี้สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูป CCPROX และ HCA ในการวิเคราะหได 

5. การใชโปรแกรม DETECT ในการตรวจสอบมิติแฝงเชิงยืนยนัแบบ Nonparametric 
ซ่ึงใชการประมาณคาจํานวนมิติแฝงท่ีมีคุณลักษณะเดนในชุดขอมูลและตรวจสอบความเปน         
มิติเดียวของแบบสอบ โดยระบุคุณลักษณะเดนของมิติแฝงในแตละขอ ซ่ึงผูใชงานโปรแกรม
สามารถระบุจํานวนมิติแฝงท่ีตองการได แตกระบวนการดังกลาวยังไมเปนทางการนัก  

6. การใชโปรแกรม DIMTEST ตรวจสอบสมมติฐานของแบบสอบดวย  Nonparametric 
Statistical ลักษณะคลายกับการตรวจสอบดวยโปรแกรม DETECT ตางกันท่ีโปรแกรม DIMTEST 
ตรวจสอบความสัมพันธระหวางชุดขอสอบยอยภายใตเง่ือนไขความแปรปรวนรวมของขอสอบ  

2. ความเปนอิสระในการตอบขอสอบ (Local independence)  
 ความเปนอิสระในการตอบขอสอบมีความเกี่ยวของและเช่ือมโยงมาจากความเปนมิติ

เดียว หมายถึง เม่ือควบคุมความสามารถที่มีผลตอการตอบขอสอบใหคงท่ีแลว ความนาจะเปนใน
การตอบขอสอบถูกในแตละขอมีความเปนอิสระตอกัน หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง เม่ือควบคุมอิทธิพล
ของท่ีมีผลตอการตอบขอสอบใหคงท่ีแลว ผลการตอบขอสอบรายขอไมมีความสัมพันธกัน           
โดยความเปนอิสระสามารถจําแนกไดเปน  
  2.1  ความเปนอิสระระหวางขอสอบ หมายถึง ขอสอบแตละขอเปนอิสระจากกัน 
กลาวคือ การตอบขอสอบขอหนึ่งไมมีผลกระทบตอการตอบขอสอบขออ่ืน ๆ ในแบบสอบฉบับนั้น 
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 2.2  ความเปนอิสระระหวางผูสอบ หมายถึง ผูสอบแตละคนตอบขอสอบแตละขอ             
อยางเปนอิสระกัน หรือ ถา Pi(A) เปนอิสระจาก Pi(B)  Pi(A)  Pi (B) = Pi(A)•Pi(B)    
เม่ือ  เปนความสามารถที่มีอิทธิพลตอการตอบขอสอบของผูสอบ Ui เปนผลการตอบขอสอบขอ i 
ของผูสอบท่ีสุมเลือกได (i = 1, 2,…, n) และ P(Ui|) เปนความนาจะเปนในการตอบขอสอบของ   
ผูมีความสามารถ  P(Ui = 1|) เปนความนาจะเปนในการตอบขอสอบถูก และ P(Ui = 0|)      
เปนความนาจะเปนในการตอบขอสอบผิด หรืออธิบายคุณสมบัติของความเปนอิสระในการตอบ
ขอสอบในเชิงสถิติ ไดดังนี ้

 
   P(U1, U2, … , Un|) = P(U1|) P(U2|) … P(Un|) 
              =  ∏ | 	     (1) 
 
 เม่ือ U1, U2, … , Un หมายถึง ผลการตอบของขอท่ี i (i = 1, 2, … , n) 
   P(U1, U2, … , Un|)  หมายถึง ความนาจะเปนในการตอบขอท่ี i  
      (i = 1, 2, … , n) ถูก  เม่ือความสามารถ =  
      (Ui = 1 เม่ือตอบถูก และ Ui = 0 เม่ือตอบไมถูก) 
   P(Ui|)  หมายถึง ความนาจะเปนในการตอบขอท่ี i                        

(i = 1, 2, … , n) ถูก เม่ือความสามารถ =                    
(Ui = 1 เม่ือตอบถูกและ Ui= 0 เม่ือตอบไมถูก) 

 
 หมายความวา สําหรับผูตอบขอสอบท่ีมีความสามารถ () ความนาจะเปนของการตอบ
ขอสอบท้ังฉบับถูกตอง จะเทากับผลคูณของความนาจะเปนของการตอบขอสอบแตละขอ เชน      
ถารูปแบบการตอบขอสอบ 3 ขอของผูสอบคนหนึ่งเปน (1, 1, 0) นั่นคือ ถา U1 = 1, U2 = 1, U3 = 0 
จะได 
 
 P(U1 = 1|, U2 = 1|, U3 = 0|)  =  P(U1 = 1|) P(U2 = 1|) P(U3 = 0|) 
 
     = P1 P2 Q3     (2) 
 
 เม่ือ Pi =  P(Ui = 1|) และ Qi  =  1 - Pi 
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 ในการทําขอสอบแตละขอผูสอบอาจใชความสามารถหลายอยาง ถาสามารถกําจัด 
(Partialled out) ความสามารถท่ีไมตองการวัดออกไป หรือทําใหคงท่ี (Held constant) ทําให        
การตอบขอสอบแตละขอของแตละคนมีความเปนอิสระท่ีเรียกวา ความเปนอิสระอยางมีเง่ือนไข 
(Conditional independence) ถาขอตกลงเบ้ืองตนของความเปนมิติเดยีวเปนจริง แลวจะมีคุณสมบัติ
ของความเปนอิสระในการตอบขอสอบดวย 
 ความเปนอิสระในการตอบขอสอบสามารถเกิดข้ึนได แมวาแบบสอบไมไดมีความเปน
มิติเดียว ความเปนอิสระในการตอบขอสอบจะเกิด เม่ือกาํหนดคุณลักษณะภายในอยางสมบูรณ และ
ความสามารถท้ังหลายเหลานั้นตางสงผลตอการตอบขอสอบ 

การตรวจสอบความเปนอิสระในการตอบขอสอบ ทําไดหลายวิธี ดังนี้  
1. การพิจารณาจาก Variance - Covariance Matrix หรือ Correlation Matrix ของคะแนน

คําตอบรายขอ สําหรับกลุมผูสอบท่ีมีความสามารถเทากัน คานอกแนวทแยงมุมของเมทริกซตองมี
คาตํ่าหรือมีคาเขาใกลศูนย  

2. การตรวจสอบคาสูงสุดของสหสัมพันธภายในระหวางขอสอบ (Magnitude of             
inter - item correlations) ณ ท่ีระดับชวงคะแนนท่ีแตกตางกันของผูสอบ  

3. การสรางรูปแบบอิทธิพลหลักและอิทธิพลการปฏิสัมพันธของขอสอบเพ่ืออธิบาย
ความไมเปนอิสระของขอสอบ โดยไดเสนอโมเดล 2 รูปแบบในการตรวจสอบความไมเปนอิสระ
ของขอสอบไดแก โมเดลปฏิสัมพันธคงท่ี (Constant interaction model) และโมเดลปฏิสัมพันธ         
ของมิติท่ีไมเปนอิสระ (Dimension - dependent interaction model)  

4. การประยกุตใชวิธีการวิเคราะหพหุระดับ (HLM) พิจารณาจากลักษณะความเปน     
เอกพันธของการกระจายคาความคลาดเคล่ือน (Homoscesdasticity) และความเปนอิสระของ           
ตัวแปรกลุมตัวอยางภายในกลุมเดียวกนัจะมีลักษณะคลายกันมากกวากลุมตัวอยางระหวางกลุม 
ดังนั้น องคประกอบของกลุมแตละกลุมจะเปนอิสระตอกัน แตจะมีความสัมพันธกันภายในกลุม 
บางกลุมอาจมีความเปนเอกพันธมากกวากลุมอ่ืน ๆ ดังนั้น ความแปรปรวนขององคประกอบ
ระหวางกลุม ตางกันจากแนวคิดดังกลาว จงึสามารถนํามาประยุกตใชในการพิจารณาแบบสอบและ
ลักษณะท่ีรวมกันระหวางแบบสอบยอยได  
 ความเปนอิสระในการตอบขอสอบเปนขอตกลงเบ้ืองตนท่ีสําคัญของทฤษฎีการวัด       
ซ่ึงหากละเลยขอตกลงนี้จะทําใหเกิดผลตาง ๆ ดังนี้ 

1. ในมุมของทฤษฎีการวดัแบบดั้งเดิม (Classical test theory: CTT) จะทําใหประมาณคา
ความคาดเคล่ือนมาตรฐานของการวัด (Standard error of measurement) ไดตํ่ากวาเกนิจริง สงผลให
ความเท่ียง (Reliability) สูงเกินจริง  
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2. ในมุมของทฤษฎีการสอบสนองขอสอบ (IRT) การประมาณคาสารสนเทศ 
(Information) จะสูงเกนิจริง นั่นหมายถึง คาความคาดเคล่ือนมาตรฐานของการประมาณคา
ความสามารถจะตํ่าเกินจริง นอกจากนี้ อํานาจของอํานาจจําแนก (Item discrimination power) 
อาจจะลําเอียง ซ่ึงทําใหการประมาณคาความสามารถก็อาจจะลําเอียงไปดวย เนื่องจากข้ึนอยูกับ
อํานาจจําแนก (กรณีฟงกชัน 2 พารามิเตอรและ 3 พารามิเตอร) 

3. โคงคุณลักษณะของขอสอบ (Item characteristic curve: ICC) 
ทฤษฎีการตอบสนองขอสอบใหความสําคัญกับฟงกชันคุณลักษณะของขอสอบหรือ   

โคงคุณลักษณะขอสอบโดยเปนฟงกชันทางคณิตศาสตรท่ีแสดงความสัมพันธระหวางโอกาสใน
การตอบขอสอบถูกกับระดับความสามารถของผูสอบมีลักษณะเปนฟงกชันทางคณติศาสตร เรียกวา 
ฟงกชันโลจิส (Logistic function) หรือใกลเคียงกับฟงกชันปกติสะสม (Normal ogive function) 
ดังนั้น จะเห็นไดวาโอกาสท่ีผูสอบตอบขอสอบถูกจึงข้ึนอยูกับโคงลักษณะขอสอบ ซ่ึงเปนอิสระ
จากการกระจายของความสามารถของผูสอบหรือโอกาสท่ีผูตอบตอบขอสอบถูกไมข้ึนอยูกับ
จํานวนของผูสอบท่ีมีความสามารถเหมือนกนั ลักษณะของโคงคุณลักษณะขอสอบในแตละขอ       
มีคุณสมบัติไมแปรเปล่ียนไปตามกลุมของผูสอบ จึงทําใหโอกาสในการตอบขอสอบถูกในแตละขอ
ไมแปรเปล่ียน ซ่ึงไมเหมือนกับการวิเคราะหดวยทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม (CTT) 

4. การทดสอบท่ีไมแขงขันดานเวลา (Nonspeed test administration) 
ทฤษฎีการตอบสนองขอสอบมุงอธิบายความสัมพันธระหวางความสามารถท่ีแทจริงของ

ผูสอบกับพฤติกรรมการตอบสนองขอสอบในแตละขอ ดงันั้น ความสามารถท่ีแทจริงของผูสอบจึง
เปนส่ิงสําคัญสําหรับการวิเคราะหตามแนวทฤษฎีนี ้โดยแบบสอบประเภทใชความเรว็ในการตอบ 
(Speed test) ผูสอบตองใชความสามารถอยางนอยสองมิติ คือ ความเร็วในการตอบ (Response 
speed) และความสามารถท่ีแบบสอบตองการวัด ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองกับขอตกลงเบ้ืองตน
เกี่ยวกับความเปนมิติเดยีว แบบสอบท่ีนํามาใชจึงเปนแบบสอบท่ีไมใชความเร็วในการตอบ 
(Nonspeed test) ทําใหทุกคนมีเวลาทําขอสอบทุกขอ และสามารถใชคะแนนรวมจากการทํา
แบบทดสอบรวมกับลักษณะขอสอบเปนตัวประมาณคาความสามารถท่ีแทจริงของผูตอบขอสอบ
โดยไมตองพจิารณาเร่ืองความเร็ว 

การตรวจสอบขอตกลงเบ้ืองตนขอนี้มีวิธีการตรวจสอบไดหลายวิธี ดังนี้ 
1. การพิจารณาจากสัดสวนหรือรอยละของจาํนวนผูสอบท่ีสามารถทําขอสอบไดครบ 

ทุกขอ โดยผูสอบสวนใหญตองสามารถตอบขอสอบไดครบหรือเกือบครบทุกขอ 
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2. การเปรียบเทียบความแปรปรวนของจํานวนขอท่ีเวนกับความแปรปรวนของจํานวน
ขอท่ีตอบผิด ถาอัตราสวนของความแปรปรวนเขาใกลศูนย แสดงวาการดําเนินการจัดการสอบ      
ไมเนนการแขงขันดานเวลา 
 โมเดลท่ีใชวิเคราะหตามทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ 
 ทฤษฎีการตอบสนองขอสอบเปนทฤษฎีการวัดท่ีเกดิจากการพยายามคนหาวิธีแกไข
ขอบกพรองของทฤษฎีการทดสอบแบบดัง้เดิม (Classical test theory: CTT) ซ่ึงทฤษฎีการ
ตอบสนองขอสอบนี้มีความเชื่อวาพฤติกรรมการตอบสนองตอขอสอบของผูสอบเปนส่ิงท่ีสังเกตได
โดยตรงวาถูกหรือผิด แตคุณลักษณะภายในหรือความสามารถท่ีอยูภายในตวับุคคล ไมสามารถ
สังเกตไดโดยตรง ดังนั้น โอกาสท่ีจะตอบขอสอบถูกหรือผิดของผูสอบ จึงข้ึนอยูกับระดับ
ความสามารถและคุณลักษณะของขอสอบ ไดแก คาพารามิเตอรประจําขอสอบแตละขอ 
ประกอบดวย ความยาก (b) อํานาจจําแนก (a) และโอกาสการเดา (c) โดยความสัมพนัธของ
คาพารามิเตอรดังกลาว อธิบายไดในรูปของฟงกชันคณิตศาสตร เรียกวา ฟงกชันโลจิส (Logistic 
function) ซ่ึงมีความใกลเคียงกบัฟงกชันปกติสะสม (Normal ogive function) โดยฟงกชันโลจิส 
เปนฟงกชันท่ีมีความทนตอความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดกับผูสอบท่ีมีความสามารถสูง จึงทําใหถูกใช
อยางแพรหลายและนิยมนาํไปใชจริงมากกวาฟงกชันปกติสะสม โดยโมเดลการตอบสนองขอสอบ
แบบสองคา (Dichotomous item response theory) เปนดงันี้ (Hambleton et al., 1991; ชนะศึก           
นิชานนท, 2553; อิทธิฤทธ์ิ พงษปยะรัตน, 2551) 

1.  โมเดลการตอบสนองขอสอบแบบ 2 พารามิเตอร  
 Lord (1952 cited in Hambleton et al., 1991) พัฒนาโมเดลการตอบสนองขอสอบแบบ     
2 พารามิเตอร (Two - parameter logistic model: 2PL Model) โดยอยูบนพื้นฐานของการกระจาย
แบบปกติสะสม (Cumulative normal distribution หรือ Normal ogive) ซ่ึงมีสมการ ดังนี ้(Allen & 
Yen, 1979) 
 

√
/      (3) 

 

 เม่ือ   หมายถึง ความยากของแบบสอบ 
     หมายถึง อํานาจจําแนกของแบบสอบ 
     หมายถึง ตัวแปรโคงปกติ (Standard normal variable)  
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 ตอมา Birnbaum (1968 cited in Hambleton et al., 1991) ไดพัฒนาฟงกชันโลจิส         
แบบ      2 พารามิเตอรเขามาแทนฟงกชันปกติสะสมแบบ 2 พารามิเตอร ฟงกชันโลจิส                           
มีขอไดเปรียบมากกวาตรงท่ีสามารถคํานวณไดสะดวกกวา โดยในเสนโคงโลจิสมีคาพารามิเตอร            
2 ตัว คือ ความยากของขอสอบ (b) และอํานาจจําแนกของขอสอบ (a)  
 โมเดลการตอบสนองขอสอบแบบ 2 พารามิเตอรมีโคงลักษณะขอสอบท่ีเขียนดวย 
 

       (4) 

 
 เม่ือ    หมายถึง ระดบัความสามารถของผูสอบท่ีประมาณไดจากแบบจําลองตาม

ทฤษฎีการตอบขอสอบ 
   Pi() หมายถึง ความนาจะเปนท่ีผูสอบท่ีมีระดับความสามารถที่  จะสามารถ

ตอบขอสอบขอท่ี i ไดถูกตอง 
   bi  หมายถึง คาพารามิเตอรความยากของขอสอบขอท่ี i ซ่ึงเปนคาท่ีแสดง

ตําแหนงของ ICC ณ จดุ  ท่ีมีโอกาสตอบขอสอบถูก 0.5 
   ai   หมายถึง คาพารามิเตอรอํานาจจําแนกของขอสอบขอท่ี i ซ่ึงเปน             

คาท่ีแสดงความชันของ ICC ณ ตําแหนง bi 
   e   หมายถึง คาคงท่ีของ natural logarithm มีคาประมาณ 2.71828 

   D   หมายถึง คาการปรับสเกลให Logistic function  มีคาใกลเคียงกับ Normal 
ogive function โดยท่ี D มีคาเทากับ 1.7 

 

 โดยมี ICC ของโมเดลการตอบสนองขอสอบแบบ 2 พารามิเตอร ดังภาพท่ี 2 - 2 
 

 
 

ภาพท่ี 2 - 2  โคงลักษณะขอสอบแบบ 2 พารามิเตอร 3 ขอ (Allen & Yen, 1979, p. 255) 
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2.  โมเดลการตอบสนองขอสอบแบบ 3 พารามิเตอร  
 โมเดลการตอบสนองขอสอบแบบ 3 พารามิเตอร (Three - parameter logistic model: 3PL 
Model) นี้ ไดรับการพัฒนามาจากโมเดลแบบ 2 พารามิเตอรเพื่อใหเหมาะสมกับ    การนําในไปใช
ในการทดสอบ ซ่ึงมีอิทธิพลจากโอกาสในการเดา (c) หรือจุดตํ่าท่ีสุดของโคงการตอบขอสอบ 
(Lower asymptote) หมายถึง ความนาจะเปนในการตอบขอสอบไดถูกตองของผูสอบท่ีมีระดับ
ความสามารถตํ่าสุด เขามาแฝงอยูดวย โดยมีโคงลักษณะขอสอบท่ีเขียนดวยฟงกชันปกติสะสมแบบ 
3 พารามิเตอร (Three - parameter normal ogive) ดังสมการ 
 

	 1
√

/     (5) 
 
 เม่ือ   หมายถึง ความยากของแบบสอบ 
     หมายถึง อํานาจจําแนกของแบบสอบ 
     หมายถึง โอกาสการเดาของแบบสอบ 
     หมายถึง ตัวแปรโคงปกติ (Standard Normal Variable)  
 
หรือโคงลักษณะขอสอบท่ีเขียนดวยฟงกชันโลจิส ดังสมการ 
 

      (6) 

 
 เม่ือ    หมายถึง ระดบัความสามารถของผูสอบท่ีประมาณไดจากแบบจําลองตาม

ทฤษฎีการตอบขอสอบ 
   Pi() หมายถึง ความนาจะเปนท่ีผูสอบท่ีมีระดับความสามารถที่  จะสามารถ

ตอบขอสอบขอท่ี i ไดถูกตอง 
   bi  หมายถึง คาพารามิเตอรความยากของขอสอบขอท่ี i ซ่ึงเปนคาท่ีแสดง

ตําแหนงของ ICC ณ จดุ  ท่ีมีโอกาสตอบขอสอบถูก   
   ai   หมายถึง คาพารามิเตอรอํานาจจําแนกของขอสอบขอท่ี i เปนคาความชัน

ของ ICC 
   ci   หมายถึง คาพารามิเตอรโอกาสในการเดาขอสอบขอท่ี i ไดถูก 
   e   หมายถึง คาคงท่ีของลอกธรรมชาติ (Natural logarithm) มีคาประมาณ 

2.71828 
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   D   หมายถึง คาการปรับสเกลให Logistic function มีคาใกลเคียงกับ Normal 
ogive function โดยท่ี D มีคาเทากับ 1.7 

 

 โดยมี ICC ของโมเดลการตอบสนองขอสอบแบบ 3 พารามิเตอร ดังภาพท่ี 2 - 3  
 

 
 

ภาพท่ี 2 - 3  โคงลักษณะขอสอบแบบ 3 พารามิเตอร 3 ขอ (Allen & Yen, 1979, p. 259) 
 

3.  โมเดลการตอบสนองขอสอบแบบ 1 พารามิเตอร  
 โมเดลการตอบสนองขอสอบแบบ 1 พารามิเตอร (One - parameter logistic model: 1PL 
Model) เปนโมเดลท่ีมีลักษณะซับซอนนอยท่ีสุดของโมเดลในกลุมของ IRT หรือ โมเดลราสช 
(Simple rasch model) พัฒนาขึ้นโดย George Rasch นักคณิตศาสตรชาวเดนมารก ในป ค.ศ. 1960            
มีความเช่ือวา องคประกอบท่ีสําคัญท่ีทําใหกระบวนการวัดผลเกิดประสิทธิภาพท่ีดท่ีีสุด นั่นคือ  
การใชเคร่ืองมือในการวัดผลตองมีความเปนอิสระในตัวเอง หรืออีกนัยหนึ่งคือ คุณภาพของการ
วัดผลตองไมไดข้ึนอยูกับส่ิงท่ีตองการวัด ดังนั้น จึงไดเกดิแนวคิดข้ึนวาควรมีการพัฒนาการ
วิเคราะหขอสอบท่ีใหผลการวิเคราะหเปนอิสระ โดย Rasch ไดพยายามคิดหาคาความยากของ
ขอสอบโดยไมตองไปสัมพันธกับผูสอบและหาคาความสามารถของผูสอบโดยไมตองไปสัมพันธ
กับระดับความยากงายของขอสอบ ซ่ึงก็คือ เคร่ืองมือวัดและส่ิงท่ีถูกวดัเปนอิสระตอกันและกัน 
 ใน Rasch Model ตัวแปรตามจะเปนการตอบแบบใหคะแนนสองคา (Dichotomous 
response) ของผูสอบแตละคน สวนตัวแปรอิสระเปนคะแนนความสามารถของผูสอบ () และ
ความยากงายของขอสอบ (b) ท้ังนี้ ตัวแปรอิสระจะเปนการรวมกันเชิงบวก (Combine additively) 
ความสัมพันธดังกลาวจะเปนกรณีท่ีตัวแปรตามมีคาเปน log odds หรือความนาจะเปน 
 สําหรับสมการ log odd ของ Rasch Model ตัวแปรจะเปนลอกธรรมชาติของโอกาสใน
การตอบขอสอบไดถูกตอง odd จะถูกกําหนดเปนอัตราสวนของจํานวนขอสอบท่ีตอบถูกตอจํานวน
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ขอสอบท่ีตอบผิด เชน odd ของผูสอบคนหนึ่งเปน 4/1 นัน่คือขอสอบ 5 ขอ ผูสอบตอบถูก 4 ขอ 
และตอบผิด 1 ขอ นอกจากนี ้odd ยังสามารถเปนความนาจะเปนของการตอบขอสอบถูกหารดวย
ความนาจะเปนท่ีจะตอบขอสอบผิดไดอีกดวย สําหรับ Rasch Model คา logn ของอัตราสวน odd    
จะถูกทําใหเปนโมเดลดวยผลตางระหวาง s และ bi นั่นคือ อัตราสวนของ ความนาจะเปนท่ีผูสอบ
จะตอบขอสอบขอท่ี i ไดถูกตองตออัตราสวนท่ีจะตอบขอสอบขอนี้ผิด เขียนเปนสมการไดดังนี ้
 

 ln        (7) 

 
 หาก s และ bi เทากัน แสดงวาคาของ log odd ของการตอบถูกจะเทากบัศูนย                    
เม่ือถอดคา log ออกมา จะเทากับ 1 สามารถแปลความหมายไดวาบุคคลมีโอกาสที่จะตอบขอสอบ
ไดถูกเทากับการตอบขอสอบผิด 
 ใน Rasch Model ท่ีนําเสนอสามารถประมาณคาความสามารถของผูสอบได เม่ือทราบ   
คาความยากของขอสอบ โดยมีการประมาณคาท่ีแยกออกจากกัน ซ่ึงเปนคุณสมบัติท่ีสําคัญของ
ทฤษฎีการวัด 
 อีกหนึ่งลักษณะของ Rasch Model คือ ตัวแปรตามเปนความนาจะเปนของผูสอบท่ีจะ
ตอบขอสอบถูก โดยคา s และ bi มีความสัมพันธกันในเชิงบวก แตโมเดลนี้ความเกี่ยวของของ   
ตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ ซ่ึงมีลักษณะไมเปนเสนตรง (Non linear function) เปนฟงกช่ันโลจิส 
เขียนเปนสมการได ดังนี ้
 

 1| ,
	

	
  (8) 

 

   หรือ       (9) 

 
 เม่ือ    หมายถึง ระดบัความสามารถของผูสอบท่ีประมาณไดจากแบบจําลองตาม

ทฤษฎีการตอบขอสอบ ปรับใหเปนคะแนนมาตรฐานท่ีมี
คาเฉล่ียเปน 0 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเปน 1  มีพิสัย
ระหวาง ± แตในทางปฏิบัติสวนใหญ  มีคาระหวาง ±3 

   Pi() หมายถึง ความนาจะเปนท่ีผูสอบท่ีมีระดับความสามารถที่  จะสามารถ
ตอบขอสอบขอท่ี i ไดถูกตอง 
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   bi  หมายถึง คาพารามิเตอรความยากของขอสอบขอท่ี i ซ่ึงเปนคาท่ีแสดง
ตําแหนงของ ICC ณ จดุ  ท่ีมีโอกาสตอบขอสอบถูก 0.5 

   e   หมายถึง คาคงท่ีของลอกธรรมชาติมีคาประมาณ 2.71828  
 
 โดยมี ICC ของโมเดลการตอบสนองขอสอบแบบ 1 พารามิเตอร ดังภาพท่ี 2 - 4   
 

 
 
ภาพท่ี 2 - 4 โคงลักษณะขอสอบแบบ 1 พารามิเตอร 3 ขอ (Allen & Yen, 1979, p. 261) 

 
 โดยสรุปโมเดลการตอบสนองขอสอบท้ัง 3 แบบ มีความแตกตางกันดังตารางท่ี 2 - 3 
 
ตารางท่ี 2 - 3  เปรียบเทียบโมเดลการตอบสนองขอสอบ 3 แบบ 
 
โมเดล ฟงกชนัปกติสะสม ฟงกชนัโลจิส พารามิเตอร

ขอสอบ 
1 พารามิเตอร   

 
√

 
 

1
1

 
bi มีคาแปรเปลี่ยนได 
ai มีคาคงที ่
ci = 0 

2 พารามิเตอร   

					
1

√2
/  

 

1
1

 
bi มีคาแปรเปลี่ยนได 
ai มีคาแปรเปลี่ยนได 
ci = 0 

3 พารามิเตอร   
				 	  

																				 1 	
1

√2
/  

 
1

1
 

bi มีคาแปรเปลี่ยนได 
ai มีคาแปรเปลี่ยนได 
ci มีคาแปรเปลี่ยนได 

  



 
44 

 คุณลักษณะของทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ 
 ตามหลักการของทฤษฎีการตอบสนองขอสอบมีแนวคิดวา ความสามารถของผูสอบ        
ท่ีตอบสนองตอขอสอบสามารถอธิบายหรือทํานายไดดวยคุณลักษณะของผูสอบ (Examinee 
characteristics) ซ่ึงอาจเปนคุณลักษณะแฝงภายในบุคคล (Traits) หรือความสามารถ (Abilities)        
ซ่ึงการประมาณคาคะแนนสําหรับผูสอบในความสามารถแฝงอยูภายในจะเรียกวาคะแนน
ความสามารถ (Ability score) และใชคะแนนเหลานี้มาอธิบายความสามารถในการทําขอสอบ 
ดังนั้น ทฤษฎีการตอบสนองขอสอบจึงเปนทฤษฎีท่ีมุงอธิบายพฤติกรรมการตอบขอสอบของผูสอบ
ท่ีถูกกําหนดโดยคุณลักษณะภายในหรือความสามารถท่ีแฝงอยูภายในตัวบุคคล และศึกษา
ความสัมพันธระหวางการตอบขอสอบของผูสอบกับระดับความสามารถที่มีอยูดวยโมเดลที่เปน
ฟงกชันทางคณิตศาสตร เรียกวา โคงลักษณะขอสอบ ซ่ึงมีคุณลักษณะสรุปไดดังนี ้
 1. ความสามารถของผูสอบในการทําแบบสอบสามารถอธิบาย/ ทํานายในรูปแบบของ
คุณลักษณะท่ีแฝงอยูภายในตัวผูสอบ 
 2. โมเดลการตอบสนองขอสอบอธิบายความสัมพันธระหวางความสามารถในการตอบ
ขอสอบท่ีสามารถสังเกตไดโดยตรงวาผิดหรือถูกกับความสามารถที่แฝงอยูภายในตัวผูสอบ 
 3. ความสําเร็จของโมเดลการตอบสนองขอสอบจะใหคาเฉล่ียของการประมาณคา
ความสามารถของผูสอบ 
 4. การประมาณคาความสามารถที่แทจริงของผูสอบจะประมาณคาจากความสามารถ   
ของผูสอบท่ีตอบสนองขอสอบ 
 คุณสมบัตขิองความไมแปรเปลี่ยนของคาพารามิเตอร 
 เม่ือโมเดลการตอบสนองขอสอบมีความสอดคลอง (Fit) กับขอมูลเชิงประจักษจะทําให
เกิดคุณสมบัติความไมแปรเปล่ียน (Invariance) ของคาพารามิเตอรขอสอบ และพารามิเตอร
ความสามารถของผูสอบในสองลักษณะดงันี้ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2545) 

1.  ความไมแปรเปล่ียนของพารามิเตอรขอสอบ (Item invariance) 
เปนคุณสมบัติท่ีวา คาพารามิเตอรของขอสอบจะมีคาคงท่ีไมเปล่ียนแปลง แมจะเปล่ียน

กลุมผูสอบนั่นคือ พารามิเตอรความยาก อํานาจจําแนกและโอกาสการเดาในโคงลักษณะขอสอบ
เดียวกันจะคงที่สําหรับทุกกลุมความสามารถผูสอบ แสดงวา โคงลักษณะขอสอบมีความคงที่ขาม
กลุมผูสอบ 

2.  ความไมแปรเปล่ียนของพารามิเตอรความสามารถของผูสอบ (Ability invariance) 
เปนคุณสมบัติท่ีวาคาพารามิเตอรความสามารถของผูสอบจะมีคาคงท่ีไมเปล่ียนแปลง

ถึงแมจะมีการเปล่ียนแปลงชุดของแบบสอบ นั่นคือ หากนําแบบสอบท่ีมุงวัดคุณลักษณะเดียวกนั
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จํานวน 2 ชุดคาความสามารถของผูสอบท่ีประมาณคาไดจากแบบทดสอบ ท้ังสองชุดจะมีคาท่ี
แตกตางกันไมเกินคาความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการประมาณคา (SEE) แสดงวาการประมาณ
คาความสามารถมีความคงท่ีขามชุดของแบบสอบ 

ฟงกชนัสารสนเทศของขอสอบ (Item information) 
การวิเคราะหตามทฤษฎีตอบสนองขอสอบ จะใชแบบแผนการตอบสนองแบบสอบ    

เปนรายขอในการประมาณคาความสามารถของผูสอบ ดังนั้น การประเมินคุณภาพของแบบสอบ   
จึงสามารถพิจารณาจากความถูกตองแมนยําในการประมาณคาความสามารถของผูสอบ ซ่ึงมีดัชนี
ตัวหนึ่งสามารถใชช้ีถึงความถูกตองแมนยําดังกลาว เรียกวา สารสนเทศของแบบสอบเกิดจาก
ผลรวมของคาฟงกชันสารสนเทศของขอสอบแตละขอรวมเขาดวยกัน โดยคาสารสนเทศของ
ขอสอบเปนดัชนีผสมท่ีสรางจากดัชนีคุณลักษณะของขอสอบหลายลักษณะ ไดแก คาความยาก    
คาอํานาจจําแนก และคาความแปรปรวนของคะแนนรายขอ เพื่อบงช้ีคุณภาพของขอสอบ 
(Birnbaum, 1968 อางถึงใน ศิริชัย กาญจนวาสี, 2550) เนื่องจากวาคุณสมบัติความไมแปรเปล่ียนไป
ตามกลุมตัวอยางของคาพารามิเตอรจากการวิเคราะหดวยทฤษฎี IRT ทําใหคาสารสนเทศเหมาะสม
ท่ีจะใชเปนตัวบงช้ีคุณภาพของแบบสอบแทนคาความตรงและความคลาดเคล่ือนมาตรฐานตาม
ทฤษฎีการวัดแบบดั้งเดิม ซ่ึงคาสารสนเทศมีสูตร ดังนี้ 

 

	 , 1, 2, … ,      (10) 

 
 เม่ือ  หมายถึง คาฟงกชันสารสนเทศหรือสารสนเทศท่ีไดรับจากขอสอบขอ i 

สําหรับผูตอบท่ีมีความสามารถ  
     =    =  คาความชันของฟงกชันการตอบสนองขอสอบขอ i ณ ตําแหนง

ความสามารถ  
     =    =  ความนาจะเปนท่ีผูตอบมีความสามารถ  จะตอบขอสอบขอ i 

ไดถูกตอง 
    =    =   1  
 
 เม่ือพิจารณาสูตรการคํานวณคาสารสนเทศของขอสอบ พบวา คาของฟงกชันข้ึนอยูกับ
ความชันของโคงลักษณะขอสอบ ถาโคงลักษณะขอสอบมีคาความชัน ( ) มากข้ึน ขณะท่ี
ความแปรปรวนของการตอบขอสอบ ( ) มีคานอยลง จะทําใหโคงสารสนเทศของ
ขอสอบท่ีระดับความสามารถนั้น ๆ มีคามากข้ึน ความสูงของโคงสารสนเทศขอสอบท่ีสูงท่ีสุด     
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ตรงกับความสามารถในระดับใด แสดงวา ขอสอบขอนั้นจะใหคาสารสนเทศสูงสุด ณ ระดับ
ความสามารถนั้น จึงทําใหสามารถเลือกใชขอสอบท่ีเหมาะสมกับระดับความสามารถของผูสอบได
อยางถูกตอง 
 ศิริชัย กาญจนวาสี (2550) อธิบายวา คาฟงกชันสารสนเทศของขอสอบจะมีคาสูง เม่ือ 
 1)  ผูสอบมีคาความสามารถ () ใกลเคียงกับคาพารามิเตอรความยากของขอสอบ (b)  
 2)  คาพารามิเตอรอํานาจจําแนก (a) มีคาสูงข้ึน  
 3)  คาพารามิเตอรโอกาสในการเดาขอสอบถูก (c) มีคาเขาใกลศูนย  
 4)   จะมีคาสูงสุด ณ ตําแหนง max ถา ci = 0, max = b แตถา ci > 0, max > b 
 
ตารางท่ี 2 - 4  สูตรการคํานวณคาสารสนเทศของขอสอบ  คาสารสนเทศสูงสุดของขอสอบ 

max และตําแหนงคาความสามารถท่ีใหสารสนเทศสูงสุด max 
 
คาประมาณ 1 พารามิเตอร 2 พารามิเตอร 3 พารามิเตอร 

   / 1  
 

   / 1  
 

max 1
4

 
1
4

 1 20 8 1 8

8 1
 

 

max bi bi 1
1

1
2

 

 
 
  จากภาพท่ี 2 - 5 เปนตัวอยางโคงสารสนเทศของขอสอบ จํานวน 6 ขอ มีความสามารถ
ในการนําไปใชในการวัดผูสอบท่ีมีความสามารถในชวงความสามารถท่ีแตกตางกัน ตัวอยางเชน 
ขอสอบขอท่ี 1 มีคาสารสนเทศของขอสอบสูงในชวงความสามารถผูสอบ +1 สวนขอสอบขอท่ี 4  
มีคาสารสนเทศของขอสอบสูงในชวงความสามารถผูสอบ -1.8 เปนตน  
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ภาพท่ี 2 - 5  โคงสารสนเทศของขอสอบ 6 ขอ 
 

ฟงกชนัสารสนเทศของแบบสอบ (Test information) 
 คาสารสนเทศของแบบสอบ เปนดัชนีท่ีแสดงถึงความถูกตองแมนยําในการประมาณคา
ความสามารถท่ีแทจริงของผูสอบ () ของแบบสอบท้ังฉบับ นั่นคือ หากคาสารสนเทศของแบบ
สอบมีคาสูงอยูในชวง  ใดก็จะมีความถูกตองแมนยําในการประมาณคาความสามารถของผูตอบ
ในชวง  นั้นไดสูง โดยฟงกชันนี้เปนผลรวมเชิงพีชคณติของคาสารเทศของขอสอบแตละขอ
รวมเขาดวยกนัท้ังฉบับ ณ ตําแหนง  เดียวกัน คํานวณไดจากสูตร 
 

∑
∑       (11) 

 
 เม่ือ  หมายถึง คาสารสนเทศหรือคาสารสนเทศท่ีไดรับจากขอสอบขอ i 

สําหรับผูตอบท่ีมีความสามารถ  
    หมายถึง คาสารสนเทศท่ีไดรับจากแบบสอบสําหรับผูท่ีมีความสามารถ

เทากับ  
 
 เม่ือพิจารณาสูตรการคํานวณคาสารสนเทศของแบบสอบ พบวา คาสารสนเทศของ     
แบบสอบ ข้ึนอยูกับคาสารสนเทศของขอสอบแตละขอท่ีเปนอิสระตอกนั ดังนั้น ถาตองการให 
แบบสอบมีคาสารสนเทศสูงจึงตองใหออกแบบขอสอบในแตละขอมีคาสารสนเทศท่ีสูง                         
ไมเหมือนกับทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิมท่ีคาความตรงของแบบสอบท้ังฉบับข้ึนอยูกับ                       
คาความยากและคาอํานาจจาํแนกของขอสอบแตละขอ ท่ีไมมีความเปนอิสระตอกัน ดังนั้น               
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คาความตรงของแบบสอบท้ังฉบับท่ีไดจากการวิเคราะหนี้จึงข้ึนอยูกับลักษณะสถานการณเฉพาะ    
ท่ีนําแบบสอบมาใชเทานั้น 
 ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการประมาณคา (Standard error of estimation) 
 คาความคลาดเคล่ือนมาตรฐานการประมาณคาเปนคาท่ีแสดงถึงความคลาดเคล่ือนท่ี
เกิดข้ึนจากการวัด เปนคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการแจกแจงความนาจะเปนของการประมาณ
คาความสามารถท่ีแทจริง () มีคาแปรผกผันกับคาสารสนเทศของขอสอบ โดยจาก 
 

        (12) 

 
 เม่ือ  หมายถึง ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการประมาณคา สําหรับผูสอบ  

ท่ีมีความสามารถ  
     หมายถึง คาสารสนเทศท่ีไดรับจากแบบสอบสําหรับผูท่ีมีความสามารถ

เทากับ  
 
 เม่ือพิจารณาสูตรการคํานวณคาความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการประมาณคา พบวา 
SE() เปนสวนกลับของคาสารสนเทศของแบบสอบ โดยถาแบบสอบใดมีคาสารสนเทศของแบบ
สอบสูง แบบสอบนั้นก็จะมีคา ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการประมาณคาตํ่าหรือมีความแมนยํา
ในการประมาณคาความสามารถสูง ณ ตําแหนง  นั้น 
 คาความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการประมาณคาเปนคาท่ีมีความหมายคลายกับคา 
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการวัด (Standard error of measurement: SEM) ในทฤษฎี                     
การทดสอบแบบดั้งเดิม ซ่ึงเปนคาท่ีแสดงถึงความคลาดเคล่ือนในการวดัหรือในการประมาณ
คาพารามิเตอรของการวัด แตตางกันท่ีคา SE() มีความผันแปรไปตาม  แตคา SEM เปนคาคงท่ี
ของแบบสอบสําหรับผูสอบทุกคน 
 

ตอนท่ี 3 แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการตอบสนองขอสอบสําหรบัเทสตเลท 
 การศึกษาเกี่ยวกับการจัดการขอสอบท่ีมีลักษณะเปนเทสตเลท (Testlet) เร่ิมเม่ือป               
ค.ศ. 1987 โดย Wainer & Kiely เรียกเซตของขอสอบท่ีรวมกันเปนหนึง่หนวยการวัด โดยมี
โครงสรางและการจัดการรวมกันวาเทสตเลท (Testlet) เชน แบบสอบท่ีเกี่ยวกับการอานบทความ 
การอานกราฟ ตารางแสดงจํานวนของขอมูลตาง ๆ ซ่ึงในการทดสอบลักษณะน้ี คําถามแตละขอ   
มักใชเวลามาก การใชเทสตเลทจะทําใหประหยดัเวลาได โดยวิธีการใชงานเทสตเลท คือ ใหผูสอบ
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ตอบชุดคําถามจากคําถามท่ีเปนสถานการณหรือส่ิงเราเดียวกัน ดังนั้น ผลการตอบสนองตอขอสอบ
ท่ีอยูภายในเทสตเลทเดียวกนัจะไมเปนอิสระตอกัน ซ่ึงขัดแยงขอตกลงเบ้ืองตนของ IRT  

 ทฤษฎีการตอบสนองขอสอบสําหรับเทสตเลท (Testlet response theory model) 
 เทสตเลท (Testlet) เปนกลุมของขอสอบท่ีใชขอมูล บทความหรือเหตุการณท่ีเปน
ตัวกระตุนหรือส่ิงเราเดียวกนั เพื่อวดับางสวนของลักษณะ (Trait) ท่ีแบบสอบวัด ซ่ึงประหยดัเวลา
การสอบ เนื่องจากผูสอบใชขอมูลเดียวในการทําขอสอบหลาย ๆ ขอ และเพิ่มความนาเช่ือถือของ
การตอบดวย ตัวอยางเชน แบบสอบท่ีทางวิชาคณิตศาสตร ท่ีออกแบบตัวกระตุนเปนกราฟหรือ
ตาราง โดยใน 1 ขอคําถาม กําหนดใหตอบคําถามหลายขอ ซ่ึงแตละขออาจถามเปนข้ัน ๆ สําหรับ
การแกปญหาหรือโจทยได อยางไรก็ตาม ลักษณะของกลุมคําถามท่ีมีตัวกระตุนเดยีวกันนี้                  
อาจทําใหการตอบในแตละขออาจมีการพึง่พาขอมูลกันระหวางขอหรือผูสอบอาจไดรับคําตอบ  
จากขอสอบขอถัดไป ดังนั้น การวิเคราะหและแปลผลจึงเปนความนาจะเปนของเซตของขอสอบ         
(ท่ีตัวกระตุนเดียวกัน) ทําใหการแปลความหมายตามทฤษฎีการตอบสนองขอสอบไมถูกตองและ
เปนการขัดกับขอตกลงเบ้ืองตน นั่นคือ ความเปนอิสระในการตอบขอสอบ 
 แบบสอบท่ีมีลักษณะของเทสตเลทจะทําใหมีแหลงความแปรปรวนและปจจัย เนื่องจาก 
เทสตเลทเพิ่มข้ึน ซ่ึงหากไมคํานึงถึงอิทธิพลของเทสตเลทจะมีผลใหประมาณคาความเท่ียง 
(Reliability) ความคาดเคล่ือนมาตรฐาน (Standard error) และอํานาจจําแนก (Item discrimination) 
ไมถูกตอง (Christine, 2012) โดย Sereci et al. (1991) อธิบายวา การละเลยความเปนอิสระระหวาง
ขอสอบและผูสอบ ทําใหการประมาณคาความเท่ียงจะเกินจริงประมาณ 10-15% และเพื่อใหการใช
โมเดล IRT ประมาณคาไดถูกตองจะตองเพิ่มความยาวของแบบสอบเปน 2 เทาเพื่อชดเชยคาความ
เท่ียงท่ีประมาณเกินจริงไป   
 ในการกําจัดปญหาความไมเปนอิสระในการตอบขอสอบออกไปนั้น มีหลายวิธี เชน    
การนําการวเิคราะหของคะแนนแบบหลายคามาประยุกต (Polytomous scoring) โดยการรวมขอ     
ท่ีถูกในหนึ่งเทสตเลทเปน 1 Polytomous Item เชน Graded Response Model (Samejima, 1968) 
Partial Credit Model (Masters, 1982) Rating Scale Model (Andrich, 1978) Nominal Response 
Model (Bock, 1972) และการกําหนดใหเทสตเลทถือเปนหนวยในการวเิคราะหดวย โดยคํานวณ
คะแนนท่ีตอบถูกในแตละเทสตเลทแฝงในเทสตเลท เชน Lee & Frisbie (1999) Sireci et al. (1991) 
Thissen et al., (1989) Wainer & Thissen (1996) 
 การศึกษาท่ีผานมาพบวา การกําหนดใหเทสตเลทถือเปนหนวยในการวเิคราะหดวยนัน้ 
สามารถแกปญหาความไมเปนอิสระในการตอบขอสอบออกไปไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
การกําหนดใหเทสตเลทเปนหนวยในการวเิคราะห ทําใหขอสอบท่ีอยูระหวางเทสตเลทมีความเปน
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อิสระในการตอบ แตไมเปนอิสระในการตอบภายในเทสตเลท (Sireci et al., 1991; Thissen et al., 
1989; Zenisky, Hambleton & Sireci, 2003) สวนการนําการวิเคราะหของคะแนนแบบหลายคา      
มาประยุกตมีขอจํากัด คือ ไมสามารถวิเคราะหหาสารสนเทศระดับขอสอบรายขอได  
 อีกวิธีหนึ่งท่ีพบจากการศึกษาท่ีผานมา คือ โมเดลการตอบสนองขอสอบของเทสตเลท 
(Testlet response theory model: TRT) โดยคํานึงถึงอิทธิพลของเทสตเลท ดวยการเพิม่สวนท่ีเปน 
Random Effect ( ) เขาไปในสมการของโมเดลแบบ IRT ซ่ึงเปนการผอนคลายขอตกลงท่ี
เกี่ยวกับความเปนอิสระระหวางขอสอบและผูสอบ โมเดล IRT สําหรับเทสตเลทมีหลายโมเดล     
ซ่ึงมีลักษณะคลาย โมเดล IRT นั่นคือ มีแบบ 1, 2 และ 3 พารามิเตอร ดังนี้ 
 โมเดลการตอบสนองขอสอบสําหรับเทสตเลทแบบ 2 พารามิเตอร (2PL - TRT) 
 Bradlow, Wainer & Wang (1999) ศึกษา Parametric Bayesian Model สําหรับแบบสอบ  
ท่ีประกอบดวย ขอสอบท่ีเปนอิสระตอกันและขอสอบท่ีมีลักษณะเทสตเลทผสมกันในแบบสอบ
เดียวกัน และแสดงใหเห็นถึงความถูกตองและประสิทธิภาพ โดยใชการจําลองขอมูล 2 x 3 factorial 
โดยใชจํานวนผูสอบ 1,000 คน ความยาวแบบสอบ 60 ขอ ขอสอบแบบเทสตเลท รอยละ 50              
ของแบบสอบ กําหนดใหอิทธิพลของเทสตเลทซ่ึงเปนอิทธิพลสุม โดยท่ีความแปรปรวน 
(Variance) ของอิทธิพลเทสตเลท ในแตละเทสตเลทมีคาตางกัน หรืออธิบายไดวา Random Testlet 
Effect เปนปฏิสัมพันธ (Interaction) ของขอสอบรายขอกับเทสตเลท โดยท่ีคาความสามารถของ   
แตละบุคคลและ Random Testlet Effect ถูกควบคุม สวนการตอบสนองของแตละบุคคลเปนอิสระ 
ดวยการขยายแนวคิดฟงกชันโอไจฟปกติแบบ 2 พารามิเตอร เปนฟงกชัน 2PL Testlet Response 
Theory (2PL - TRT) โดยโมเดล 2PL - TRT มีความพอด ี(Fit) กับแบบสอบท่ีมีการใหคะแนน            
สองคา อธิบายลักษณะโมเดลได ดังนี ้
 

1|      และ   
1		 		t 0
0		 		t 0  (13) 

 

 เม่ือ     t   หมายถึง ตัวทํานายคะแนนแฝงแบบตอเนื่องเชิงเสนตรง  
  หมายถึง ผลคะแนนของผูสอบ i ขอสอบ j มีคาเปน 0 หรือ 1 (Observed 

binary outcome)  
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	 exp / 1 exp      (14) 
 

 เม่ือ  
          หมายถึง ความสามารถของผูสอบ i  
             หมายถึง อํานาจจําแนกของขอสอบ j 
              หมายถึง ความยากของขอสอบ j 

             หมายถึง อิทธิพลสุมของ Testlet   ของผูสอบ i และ ถาขอสอบ j 
และ j อยูใน Testlet  เดียวกนัแลว    

 
เม่ือกําหนดใหโมเดล 2PL - TRT อยูในกรอบของ Bayesian ซ่ึงยอมใหมีการแบงปน

สารสนเทศ (Sharing of information) ระหวางผูสอบ ขอสอบและเทสตเลท จะได Bayesian 
Hierarchical Structure มีการแจกแจงกอน (Prior distribution) ดังนี ้

 
	~	 0, 1  
	~	 ,  
	~	 ,  

	~		 0,  
 

  สําหรับการแจกแจงของคาเฉล่ียและความแปรปรวน  เปนดังนี้ 	~	 0, , 

	~	 0,  โดยท่ี ~  , ~  และ ~   เม่ือ   หมายถึง            

ความแปรปรวนของการแจกแจงกอน สําหรับอิทธิพล Testlet  และกําหนดให 0,  
0 

 สําหรับการวิเคราะห ใชกับเทคนิค MCMC (Markov chain monte carlo) โดยใชวิธี              
สุมตัวอยางแบบ Gibbs sampler ในการประมาณคา (Posterior distribution) ของความสามารถ             
ท่ีแทจริงของผูสอบและพารามิเตอรของขอสอบ แลวทําการเปรียบเทียบโมเดล 2PL - TRT และ    
2PL - IRT ท้ังขอมูลจําลองและขอมูลจริง พบวา เม่ือประมาณคาพารามิเตอรดวยโมเดล 2PL - IRT  
เกิดความไมอิสระตอกันของขอสอบเน่ืองจากเทสตเลท สงผลใหการประมาณคาพารามิเตอร               
ของขอสอบและพารามิเตอรของผูสอบลําเอียง ขณะท่ีโมเดล 2PL - TRT มีความลําเอียงนอยกวา 
เชน เม่ือประมาณคาดวยโมเดล 2PL - IRT คาอํานาจจําแนกจะตํ่ากวาความจริง ซ่ึง Bradlow et al. 
(1999) อธิบายปรากฎการณวา เม่ือใชโมเดลที่ไมพอดีกับขอมูล จึงทําใหความสัมพันธระหวาง
ขอสอบและความสามารถต่ํา สงผลใหประมาณคาอํานาจจําแนกตํ่าเกนิจริง 
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 นอกจากนี้ Bradlow et al. (1999) ยังช้ีใหเห็นขอบกพรองบางอยางท่ีอาจเกิดข้ึนของ
โมเดล 2PL - TRT วาโมเดลนี้ ยังไมรวมพารามิเตอรการเดาและใชไดกบัขอสอบท่ีมีการใหคะแนน
แบบสองคาเทานั้น ซ่ึงการประเมินผลในปจจุบันนยิมใชขอสอบแบบหลายตัวเลือก ทําใหผูสอบ
สามารถเดาคําตอบได ดังนัน้ การใชโมเดลแบบ 3 พารามิเตอรจะมีความพอดีกับสภาพจริงมากกวา
โมเดลที่ไมมีพารามิเตอรการเดา นอกจากนี้ แบบสอบมักมีขอสอบท่ีมีลักษณะปลายเปดและมักมี
การใหคะแนนแบบหลายคา ดังนั้น โมเดล 2PLTRT ยังสามารถรองรับแบบสอบท่ีมีขอสอบท่ีมี   
การใหคะแนนหลายคาหรือแบบสอบท่ีมีการใหคะแนนแบบสองคาและหลายคาผสมกัน นอกจากนี ้       
ในโมเดล 2PL - TRT ยังมีสมมติวาความแปรปรวนคงท่ีทุกเทสตเลทท้ังหมดในการทดสอบ          
ซ่ึงสถานการณจริงอาจไมไดเปนอยางนั้น โดยท่ีเทสตเลทท่ีตางกัน กน็าจะมีขนาดของความไมเปน
อิสระกันของขอสอบท่ีแตกตางกันดวย  
 โมเดลการตอบสนองขอสอบสําหรับเทสตเลทแบบ 3 พารามิเตอร (3PL-TRT) 
 Wainer et al. (2000) พัฒนาโมเดล 2PL TRT (Bradlow et al., 1999) โดยนําเสนอโมเดล 
IRT ท่ีใชกับขอมูลท่ีมีลักษณะเปนเทสตเลทแบบ 3 พารามิเตอร ซ่ึงประกอบดวยพารามิเตอรของ 
Testlet Effect โดยท่ีความนาจะเปนท่ีจะสําเร็จ (y = 1) ของขอท่ี j สําหรับผูสอบ i ท่ีมีระดับ
ความสามารถ  ของ testlet d(j) และ  มีคาอยูระหวาง [0,1] โดยโมเดล Three - parameter 
logistic TRT (3PL - TRT) ของ Dichotomous IRT แสดงได ดังนี ้
 

1	 1



   (15) 

 
 เม่ือ   หมายถึง  อิทธิพลสุมของ Testlet d(j) ของผูสอบ i ท่ีแฝงใน  testlet d(j) 
     หมายถึง  พารามิเตอรความยากของขอ j 
     หมายถึง  พารามิเตอรอํานาจจําแนกของขอ j 
     หมายถึง  พารามิเตอรโอกาสการเดาของขอ j 
 
 และ  เปนคาซ่ึงยอมใหขนาดของความไมเปนอิสระกันของขอสอบท่ีแตกตางกัน 
เม่ือเทสตเลทตางกัน สวนการแจกแจงกอน (Prior distribution) ใชกับเทคนิค MCMC โดยใชวิธี   
สุมตัวอยางแบบ Gibbs sampler ในการประมาณคา (Posterior distribution) ของความสามารถ                    
ท่ีแทจริงของผูสอบและพารามิเตอรของขอสอบ ดวยวิธีของเบส ดังนี ้
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	~	 0, 1  
	~	 ,  
	~	 ,  

	~		 0,  
log	 / 1 	~	 ,  

 
สําหรับการแจกแจงของคาเฉลี่ย  เปนดังนี้ 	~	 0, , 	~	 0,   

และ 	~	 0,  โดยท่ี 0 และ ~   สําหรับทุก Prior  
Variance โดย	  เปน inverse chi-square random variable ดวย degree of freedom  ใน

การศึกษาของ Wainer et al. (2000) นี้ กําหนดให = 0.5 เทากันทุกการแจกแจง 
 โมเดลการตอบสนองขอสอบสําหรับเทสตเลทแบบ 1 พารามิเตอร (1PL - TRT) 
 Wang & Wilson (2005b) เสนอ Rasch Testlet Model สําหรับขอสอบท่ีมีการใหคะแนน
สองคาและขอสอบท่ีมีการใหคะแนนหลายคา โดยใช Random Coefficient Multinominal Logit 
Model ซ่ึงโมเดลมีลักษณะคลายกับ 2PL - TRT โดยท่ีคาอํานาจจําแนกเปน 1 เทากันทุกขอ  
 Wang & Wilson (2005b) อธิบายวา ถา = 0 และ = 1 แลว โมเดลแบบ 2PL - TRT 
ของ Bradlow et al. (1999) จะลดรูปเปนโมเดลแบบ 1PL - TRT  ดังนี ้
 

1	



      (16) 

  
 โดยท่ีความหมายของพารามิเตอรและการแจกแจงเหมือนกับโมเดลแบบ 2PL – TRT 
 
 การตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันสําหรับเทสตเลท (Testlet) 
 เทสตเลท (Testlet) ถูกนํามาใชบอยคร้ังในการสรางแบบสอบ ตัวอยางท่ีเห็นไดบอยคร้ัง
คือ การอานหนึ่งบทความเพือ่ตอบคําถามหลายขอ แมจะทําใหมีประสิทธิภาพมากกวาการใชคําถาม
เพียงขอเดยีว แตก็ทําใหขัดแยงกับขอตกลงเบ้ืองตนของการใชโมเดล IRT นั่นคือ ความเปนอิสระ
ในการตอบขอสอบ (LID) ทําใหขอมูลไมพอดี (Fit) กับโมเดล IRT แมจะบังคับใหชุดของขอสอบ
นั้นเปนอิสระ แตก็อาจจะขัดแยงกับความเปนมิติเดยีว (Unidimentional)  
 การศึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกัน สําหรับเทสตเลทยังมีไมมากน้ัน   
จากการศึกษาที่ผานมา พบวามีการพัฒนาวธีิการและโมเดลตาง ๆ เพื่อนํามาประยกุตใช                
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ในการวิเคราะหการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบท่ีมีลักษณะเทสตเลท โดยผูวิจยัแบงวิธี                 
การตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกัน สําหรับเทสตเลทเปน 2 ประเภท คือ 

1. การจัดกระทํากับขอมูล หรือปรับการใหคะแนน (Scoring) เชน การนําวธีิ                          
วิเคราะหขอสอบแบบ Polytomous มาประยุกตใช (Sireci et al., 1991; Thissen  et al., 1989; 
Wainer, 1995 cited in Zhang, 2010) โดยมีแนวคิด คือ กําจัดความไมเปนอิสระในการตอบออกไป 
โดยรวมคะแนนขอท่ีอยูใน Testlet เดียวกนั ใหเปนขอสอบแบบใหคะแนนหลายคา (Polytomous)   
1 ขอ วิธีนี้จะกาํจัดความไมเปนอิสระในการตอบออกไปได ทําใหหลีกเล่ียงการประมาณคา            
ความเท่ียงของแบบสอบเกินจริง และสารสนเทศทางสถิติของ Polytomous IRT Model ยังมี            
ความคงเสนคงวาดีกวาการใช Standard Rasch Model อีกดวย อยางไรกต็าม การนํา Polytomous 
IRT Model มาประยุกตใชนัน้ จะทําใหสารสนเทศในการตอบของผูสอบท่ีเปนรายขอจะหายไป  
พารามิเตอรของขอสอบบางขอจะหายไปเมื่อเทียบกับขอสอบแบบ Dichotomous สงผลใหไมมี
ขอมูลเพื่อนําไปปรับปรุงแบบสอบ และอาจจะทําใหประมาณคา  ความเท่ียงของแบบสอบตํ่า     
กวาความจริง (Yen, 1993) นอกจากนี้ การบังคับใหผลการตอบสนองขอสอบภายในเทสตเลท        
เปนการใหคะแนนแบบหลายคา (Polytomous Scoring) จะสามารถตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกนั 
ไดเฉพาะระดับเทสตเลทเทานั้น 

2. การพัฒนาโมเดลและการประยุกตใชโมเดล เชน การประยุกตวิเคราะหขอสอบ              
แบบพหุระดับดวยโมเดลเชิงเสนตรงระดับลดหล่ัน 3 ระดับ (Jiao et al., 2005) การเพิม่พารามิเตอร 
DIF ใน Rasch Testlet Model โดย (Wang & Wilson, 2005a) และการประยุกตใช Bi - factor 
Multidimensional Item Response Theory Model for Testlets (Fukuhara & Kamata, 2011) เปนตน 
โดยอธิบายไดดังนี ้
  Jiao et al. (2005) พัฒนา Testlet Model โดยประยุกตใชการวิเคราะหขอสอบ            
แบบพหุระดับดวยโมเดลเชิงเสนตรงระดับลดหล่ัน 3 ระดับ (Hierarchical Generalized Linear 
Model: HGLM - 3L) โดยใส Testlet Effect ในโมเดล HGLM-3L ดัวย นั่นคือ 
  ระดับการวิเคราะหท่ี 1 ระดับขอสอบ (Item Scores) แสดงรายละเอียดของขอท่ี j            
ในเทสตเลทท่ี d สําหรับผูสอบท่ี i ดังสมการ 
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  ∑     (17) 

  

 เม่ือ   หมายถึง ความนาเปนในการตอบถูกของขอท่ี j ในเทสตเลทท่ี d         
สําหรับผูสอบท่ี i 

    หมายถึง ตัวแปรดัมม่ีท่ี q (q = 1, …, k) สําหรับขอท่ี j ใน Testlet ท่ี d 
สําหรับผูสอบท่ี i ซ่ึงมีคาเปน 1 เม่ือ q = ji และมีคาเปน 0      
เม่ือ q  j 

   หมายถึง เปนจุดตัดแกนต้ัง (Intercept)  
   หมายถึง เปนสัมประสิทธ์ิ (Slope) ของ 	เม่ือ  q = 1,…,k 

 ระดับการวิเคราะหท่ี 2 ระดับเทสตเลท (Testlet - level) มีสมการเปน 
 

   

0 00 0
1 10 													
⋮																										
  0 												

      (18) 

 

 เม่ือ   หมายถึง คาจุดตัดแกนต้ัง (Intercept) หรือคาเฉล่ียของ     
     หมายถึง คาสวนเหลือของ   และมีการแจกแจง N(0,  ) 
 
 ระดับการวิเคราะหท่ี 3 ระดับผูสอบ (Person - level) มีสมการเปน 
 

   

00 00 										
10 100													

⋮													
 0  00												

      (19) 

 

 เม่ือ  หมายถึง ตัวแปรสุม (Random Variable) ของจุดตัดแกนต้ัง (Intercept) 
ระดับท่ี 2 หรือ   และมีการแจกแจง N(0,  ) 

 
 นั่นคือ จะไดสมการ 
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 ∑     (20) 

 
 ดังนั้น ความนาจะเปนในการตอบถูกของขอท่ี j ในเทสตเลทท่ี d สําหรับผูสอบท่ี i           
มีสมการเปน 
 

	
	  	  

   (21) 

 
 ซ่ึง HGLM - 3L นี้เปนโมเดลอยางงายโดยยังไมไดใสตัวแปรทํานายในสมการ สําหรับ
การศึกษา DIF จะทําการขยายโมเดล HGLM - 3L โดยใสตัวแปรกลุมเขาไป ในระดบัท่ี 2 ดังนี้ 
(Kamata, 2001) 
 

   

   
   													

⋮																										
   												

		    (22) 

 
 เม่ือ     หมายถึง กลุมท่ีมี 2 คา คือ 0 และ 1 (Dichotomous group 

indicator) 
    	ถึง	  หมายถึง ขนาดของ DIF (DIF magnitude) 
 
 อยางไรก็ตามโมเดล HGLM - 3L สามารถวิเคราะหไดเทียบเทากับ 1PL - TRT โดยท่ีตัวช้ี 
คาในโมเดลการวัดแบบพหรุะดับท่ีเปนพารามิเตอรความสามารถ ( ) พารามิเตอรความยาก ( ) 
และพารามิเตอรอิทธิพลของเทสตเลท ( ) ไดแก ,  และ 	  ตามลําดับ และ
โมเดล HGLM - 3L ยังมีขอจาํกัดวาความแปรปรวนของอิทธิพลของเทสตเลทมีคาคงท่ี 
  สวนการใชโมเดล Testlet Effect จะเพิ่มพารามิเตอรอิทธิพลของเทสตเลทเขาไปใน
โมเดล IRT (Wang et al., 2002) และเพื่อเปนการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ Wang 
& Wilson (2005a) จึงเพิ่ม DIF parameter ใน Rasch Testlet Model โดยเร่ิมจากการประยุกตใช       
3 - parameter Testlet Model (Wainer et al., 2000) ถา cj = 0, aj = 0 และ  	   (Variance 

เทากันทุก Testlets) แลว สมการจะลดรูปเหลือเปน 1 - parameter Rasch Testlet Model นั่นคือ 
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	         (23) 
 

 โดย  	~	 0,  
 
 ถา  0 (ไมมีอิทธิพลของเทสตเลท) แลว สมการจะลดรูปเปน Dichotomous 
Rasch Model (Rasch, 1960) เม่ือเกิด DIF ในขอสอบประเภท Dichotomous (j) ท่ีมี Testlet แลว     
จะไดสมการ Dichotomous Rasch Testlet Model ดังนี ้
 

	         (24) 
 
 เม่ือกําหนดให g เปนกลุมท่ีมีลักษณะตางกนัแลว ภายใตสมการนี้ขอสอบท่ี i จะยอมใหมี
ความยากตางกันในตางกลุม ดังนั้นจะไดสมการเปน 
 

	        (25) 
 
 เม่ือ 	เปนคาเฉลี่ยความยากของขอสอบ j ท้ังกลุม และ  เปนความตางของคาเฉล่ีย 

 ของกลุม g 
 

        (26) 
 

 และ   0       (27) 

 
 เม่ือ G เปนจํานวนกลุม และ 0 สําหรับทุกกลุม g หรือความยากจะตองไมเปน
คาคงท่ีเทากันทุกกลุม ดังนัน้  จึงใชขนาดของ DIF (magnitude of DIF) หรือใชแสดง
พารามิเตอรของ DIF สําหรับ 2 กลุมเทานัน้ (G = 2) โดยท่ี g จะแทนกลุมอางอิงหรือกลุม
เปรียบเทียบกไ็ด โดยท่ีความตางของความยากของ 2 กลุม เทากับ  หรือเขียนสมการไดดังนี ้
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	         (28) 
 
 เม่ือ    หมายถึง  อิทธิพลสุมของ Testlet d(j) ของผูสอบ i ท่ีแฝงใน testlet d(j) 
     หมายถึง  พารามิเตอรความยากของขอ j 
      หมายถึง  ขนาดของ DIF (DIF magnitude) ของขอ j 
     หมายถึง  กลุมของผูสอบ 
 
 โดยท่ี          1|  
 และ  						 	 exp / 1 exp  
 

 แมโมเดลของ Wang & Wilson (2005 b) จะรวมอิทธิพลสุมของเทสตเลทเขาในสมการ   
แตโมเดลยังมีขอจํากัด คือ โมเดลนี้อยูบนพื้นฐานของ Rasch Model ซ่ึงพารามิเตอรอํานาจจําแนก   
มีคาเทากันทุกขอ ทําใหไมยดืหยุนเม่ือนําไปใชกับแบบสอบท่ัวไป และไมมีพารามิเตอรสําหรับ
ควบคุมความตางของคาเฉล่ียความสามารถระหวางกลุมอางอิงและกลุมควบคุม สงผลใหเกดิอคติ 
(Bias) ในการประมาณคาขนาดของ DIF (DIF magnitude) นอกจากนี ้การกําหนดให Variance มีคา
เทากันทุกเทสตเลทก็อาจไมสอดคลองกับการปฏิบัติจริง 
 Fukuhara & Kamata (2011) พัฒนา Bi - factor Multidimensional IRT Model for Testlets 
with Covariates เพื่อรองรับการวิเคราะหแบบ 2 พารามิเตอรได และยังไมทําใหสารสนเทศรายขอ
หายไป ซ่ึงสอดคลองกันความเปนจริงมากกวาโมเดลท่ีไดกลาวมาแลว โดยโมเดลของ Fukuhara & 
Kamata (2011) พัฒนาจาก DeMars (2006) และ Li et al. (2006) ซ่ึงมีสมการ ดังนี ้
   

ln        (29) 

 
 เม่ือ     หมายถึง  มิติท่ี 1 หรือ ความสามารถของคนท่ี i   

    หมายถึง  มิติท่ี 2 หรือ อิทธิพลสุมของ Testlet d(j) 
      หมายถึง  พารามิเตอรความยากของขอ j 
   	และ	 	หมายถึง  พารามิเตอรอํานาจจําแนกของความสามารถและอิทธิพล

ของเทสตเลท  
   หมายถึง  ความตางของพารามิเตอรความยากระหวางกลุม (ขนาดของ 

Uniform DIF ของขอ i) 
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     หมายถึง  กลุมของผูสอบ ( = 1 เม่ือผูสอบเปนกลุม F และ = 0 เม่ือ
ผูสอบเปนกลุม R) 

 
 โดยท่ีใหความสามารถและอิทธิพลสุมเนื่องจากเทสตเลท เปนอิสระและมีการแจกแจง
แบบปกติมาตรฐาน (Standard Normal Distribution) ขนาดของ Testlet Effect เปนอัตราสวนของ
สัมประสิทธ์ิ (Slope) ของมิติท่ี 2 ตอสัมประสิทธ์ิ (Slope) ของมิติท่ี 1 ดังนั้น ถาใหกลุมเปรียบเทียบ
เปน 	 = 1 แลวความยากของกลุมเปรียบเทียบเปน  สวนความยากของกลุมอางอิง    
( = 0) เปน  ทําใหเขียนสมการใหมไดเปน 
 

ln       (30) 

 

  เม่ือ  ,

,     และ    มีการแจกแจงปกติ (Normal 

Distribution) ท่ีมีคาเฉล่ียเปน 0 และความแปรปรวนเปน   สําหรับ Testlet d(j)                        
แทนการแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน และเขียนสมการใหมไดเปน 
 

ln       (31) 

 
 Li et al. (2006) กําหนดให ถา  สําหรับทุกขอภายในเทสตเลทเดียวกันแลว 
สามารถเขียนสมการใหมไดเปน 
 

ln       (32) 

 
 ซ่ึงเปนโมเดลท่ีขยายจาก Testlet Response Theory หรือกลาวไดวาเปนกรณีพิเศษ
(Special case) ของ Bi - factor MIRT Model ท่ีกําหนดใหความสามารถและอิทธิพลสุม เนื่องจาก 
Testlet มีระดบัอํานาจจําแนกเดยีวกัน จากนั้นทําการควบคุมความตางของคาเฉล่ียความสามารถ
ระหวางกลุมอางอิงและกลุมเปรียบเทียบใหอยูในระดับเดยีวกัน ซ่ึงมีสมการเปน 
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           (33) 
 

 เม่ือ   หมายถึง  อิทธิพลของกลุม 	ตอความสามารถ   

       หมายถึง  สวนท่ีเหลือ (Residual) สําหรับผูสอบ i  
 
 ดังนั้น เขียนสมการใหมท่ีมี 2 latent factors ไดแก   และ   ซ่ึงทํานาย logit ของ
การตอบขอสอบแตละขอถูก ไดดังนี ้
 

ln       (34) 

 
 สวนกรณกีารวิเคราะหคาพารามิเตอรและการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ 
โดยไมคํานึงถึงอิทธิพลของเทสตเลทนั้น Fukuhara & Kamata (2011) ไดทําการขยายโมเดล               
แบบ 2PL - IRT ซ่ึงโมเดลจะมีลักษณะคลายกับ MIMIC model ซ่ึงมีสมการ ดังนี ้
 

ln      (35) 

 
 หาก		     แลว จะขียนสมการใหมไดเปน 
 

ln        (36) 

 
 โดยท่ีการพจิารณาการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ จะพิจารณาจากคา 	ซ่ึงถาคา            
มีคาขอบลางของชวงความเช่ือม่ัน 95% ซ่ึงตรงกับตําแหนงเปอรเซ็นไทลท่ี 2.5 (val 2.5 pc) และ             
คาขอบบนของชวงความเช่ือม่ัน 95% ซ่ึงตรงกับตําแหนงเปอรเซ็นไทลท่ี 97.5 (val 97.5 pc)              
ไมคลุมศูนย และคาสัมบูรณของขนาด  มากกวา 0.426 (Vaughn, 2006 อางถึงใน สุพัฒนา             
หอมบุปผา, 2556) แสดงวาขอสอบขอนั้น ทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ (DIF)  
 ผลการวิเคราะหใน Fukuhara & Kamata (2011) นั้น กําหนดการแจกแจงกอนคลายกับ  
Bradlow et al. (1999) และ Li et al. (2006) โดยไดการแจกแจงภายหลังของแตละพารามิเตอร    
โดยใชแจกแจงกอนท่ีไมใหขอมูล (non-informative prior distribution) และกําหนดใหมีความ
แปรปรวนมากสําหรับการแจกแจงกอนของแตละพารามิเตอร ดังตารางท่ี 2 - 5 



 
61 

ตารางท่ี 2 - 5  Prior Distributions ของพารามิเตอรและ Hyperparameter 
 
พารามิเตอร Prior Distributions  

ของพารามิเตอร 
Hyperparameter 
ของพารามิเตอร 

Prior Distributions  
ของ Hyperparameter 

  0, 1    
 , 0, 0, 1000  

  	 0.5  
 ,  0, 1000  

  	 0.5  
 ,    0, 1000  

   	 0.5  

 

, 

 
 0, 1000  

  
 	 0.5  

  0,   	 0.5  

 
 จากท่ีกลาวมาสามารถสรุปขอดีและขอจํากดัของการประมาณคาพารามิเตอรและ             
การตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบสําหรับแบบสอบท่ีมีลักษณะของเทสตเลทใน
รูปแบบตาง ๆ ไดดังตารางท่ี 2 - 6 
 
ตารางท่ี 2 - 6  ขอดีและขอจํากัดของการประมาณคาพารามิเตอรและการตรวจสอบการทําหนาท่ี

ตางกันของขอสอบสําหรับแบบสอบท่ีมีลักษณะของเทสตเลทรูปแบบตาง ๆ 
 

รูปแบบ วิธีการ ประโยชน ขอจํากัด 
การปรับการให
คะแนน (Scoring) 

รวมคะแนนขอที่อยูใน  เทสต
เลทเดียวกัน ใหเปนขอสอบ
แบบใหคะแนนหลายคา 
(Polytomous) 1 ขอ แลวใช
การวิเคราะหของ Polytomous 
IRT Model 

- กําจัดความไมเปน
อิสระในการตอบ
ขอสอบออกได 

- มีความคงเสนคงวา
มากกวา IRT Model  

- ไมสามารถวิเคราะหหา
สารสนเทศระดับ
ขอสอบรายขอได 

- ตรวจสอบ DIF ได
เฉพาะระดับเทสตเลท  
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ตารางท่ี 2 - 6  (ตอ) 
 

รูปแบบ วิธีการ ประโยชน ขอจํากัด 
การประยุกตวิเคราะห
ขอสอบแบบพหุระดับ
ดวยโมเดลเชิงเสนตรง
ระดับลดหล่ัน 3 ระดับ 

ระดับที่ 1 ระดับขอสอบ  
ระดับที่ 2 ระดับเทสตเลท 
ระดับที่ 3 ระดับผูสอบ  
ในการศึกษา DIF ใสตัวแปร
กลุมเขาไป ในระดับที่ 2 

- กําจัดปญหาความไม
เปนอิสระในการตอบ
ขอสอบออกได 

- เพ่ิมตัวแปรทํานายใน
สมการได 

- โมเดล HGLM - 3L 
วิเคราะหไดเทียบเทากับ 
1PL - TRT 

- ถือวาความแปรปรวน
ของ อิทธิพลแตละ       
เทสตเลท มีคาคงที่ 

Testlet Response 
Theory Models (TRT) 

กําหนดให เทสตเลทถือเปน
หนวยในการวิเคราะหดวย 
โดยเพ่ิมสวนที่เปน Random 
Effect ( ) เขาไปใน
สมการของโมเดลแบบ IRT 

- ผอนคลายขอตกลงที่
เก่ียวกับความเปน
อิสระระหวางขอสอบ
และผูสอบ 

- กรณีไมมี DIF  
สามารถประมาณ
คาพารามิเตอร   

- กรณีศึกษ DIF วิเคราะห
ไดเฉพาะ 1 พารามิเตอร 
(bj) 

- ไมมีพารามิเตอรในการ
ควบคุมความตางของ
คาเฉล่ียความสามารถ
ระหวางกลุมอางอิง 

  ไดทั้ง 1, 2 และ 3 
พารามิเตอร 

และกลุมควบคุม 
- ความแปรปรวนของ 
อิทธิพลของเทสตเลท   
ในแตละ เทสตเลทมีคา
เทากัน (กรณีศึกษา 
DIF) 

การประยุกตใช Bi-
factor 
Multidimensional 
Item Response Theory 
Model  

โมเดลมี 2 คุณลักษณะ ไดแก 
คุณลักษณะหลัก (Primary 
Trait) เปนการตอบสนองของ
ขอสอบแตละขอหรือ
ความสามารถ 

- กําจัดปญหาความไม
เปนอิสระในการตอบ
ขอสอบออกได 

- สารสนเทศรายขอ    
ไมหายไป 

- รองรับการวิเคราะห
แบบ 2 พารามิเตอร 

- Fukuhara & Kamata 
(2011) กําหนดให
ความสามารถและ  

 และคุณลักษณะที่ 2 เปน
คุณลักษณะของเทสตเลท 
(Testlet trait) หรืออิทธิพล
ของเทสตเลท 

- มีความพอดีกับขอมูล
ที่มีความไมเปนอิสระ
ในการตอบโดยมี
สาเหตุจากเทสตเลท 
มากกวาโมเดล TRT 

อิทธิพลของเทสตเลท   
มีอํานาจจําแนกเทากัน 
ซึ่งหากกําหนดใหมีคา
ตางกันไดจะมีความ
ยืดหยุนและพอดีกับ
ขอมูลมากกวา 



 
63 

 จากตารางท่ี 2 - 6 ผูวิจยัจึงเลือกใช Bi-factor Multidimensional IRT Model ของ 
Fukuhara & Kamata (2011) เนื่องจากเปนโมเดลท่ีรองรับการวิเคราะหแบบ 2 พารามิเตอร             
ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาในคร้ังนี้ แมความสามารถและอิทธิพลของเทสตเลทจะมีการแบง (Share) 
อํานาจจําแนกเดียวกัน ซ่ึงอาจทําใหมีความยืดหยุน (Flexible) และพอดกีับขอมูลนอยกวา            
การกําหนดใหความสามารถและอิทธิพลของเทสตเลทมีอํานาจจําแนกที่ตางกัน อยางไรก็ตาม                
ในการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ Fukuhara & Kamata (2011) ไดทํา                            
การปรับพารามิเตอรความสามารถและอิทธิพลของเทสตเลท ดังสมการ 
 

 ̅        (37) 
 

̅        (38) 
 

 นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาขอจาํกัดของแตละโมเดลแลว Bi - factor MIRT เปนโมเดลท่ี
สอดคลองกับสถานการณจริงมากกวา เชน ไมมีขอจํากัดในเร่ืองความแปรปรวนของอิทธิพลของ
เทสตเลท นอกจากนี้ ยังสามารถวิเคราะหหาสารสนเทศและตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันในระดับ
ขอสอบได  
  

ตอนท่ี 4  แนวคิดเกี่ยวกับการประมาณคาพารามิเตอรดวยวิธีของเบสและ                          
วิธีแมกซิมมัไลคลิฮูด 

 สําหรับการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจยัใชวิธีประมาณคาพารามิเตอรในการวเิคราะหขอสอบ      
ดวยทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ 3 วิธี ไดแก วิธีแมกซิมัมไลคลิฮูด วิธีของเบส (Baye) และวิธีของ
เบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Baye ) โดยที่วิธีแมกซิมัมไลคลิฮูดและวธีิของเบส (Baye) ใชโมเดล
สําหรับประมาณคาแบบเดียวกันแตตางวิธี สวนวิธีของเบส (Baye) และวิธีของเบสแบบมีอิทธิพล
เทสตเลท (Baye ) ใชวิธีการประมาณคาวธีิเดียวกันแตใชโมเดลตางกนั นั่นคือ ในการศึกษาคร้ังนี้
จะใชวิธีการประมาณคา 2 วธีิ คือ วิธีแมกซิมัมไลคลิฮูดและวิธีของเบส ดังมีรายละเอียด ดังนี ้
 

การประมาณคาพารามิเตอรดวยวิธีแมกซิมมัไลคลิฮูด  
 แนวคิดของวิธีแมกซิมัมไลคลิฮูด เปนการประมาณคาพารามิเตอรโดยอาศัยผลที่ไดจาก
การสังเกตคาท่ีวัดไดจากตัวอยางสุมท่ีเลือกมาแจกแจงท่ีทราบรูปแบบของฟงกชันความหนาแนน
แตไมทราบคาพารามิเตอร แลวใชคาของหนวยตัวอยาง (X1 = x1, X2 = x2, X3 = x3, … , Xn = xn)          
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พิจารณาหาคาประมาณพารามิเตอร ()  ซ่ึงโอกาสท่ีจะวดัคาตัวอยางสุมได อาจแสดงไดดวย
ฟงกชันความหนาแนนรวมของหนวยตัวอยาง  แตฟงกชันความหนาแนนรวมนี้ข้ึนอยูกับ
พารามิเตอร  ดังนั้น คาประมาณของ  กคื็อ คาของ  ท่ีทําใหฟงกชันความหนาแนนรวม              
มีคาสูงสุด ถา (x; ) เปนฟงกชันความหนาแนนของตัวแปรสุมและจากตัวอยางสุมขนาด n             
ไดคาสังเกตตัวอยางเปน (X1 = x1, X2 = x2, X3 = x3, … , Xn = xn) ดังนัน้ ฟงกชันความหนาแนนรวม
ของตัวอยางสามารถแสดงไดดังนี ้

 
(x1, x2,…, xn ; ) = (x1; ) (x2; )… (xn; ) 

	∏  x ; 	      (39) 
 

 เรียกฟงกชันนีว้า ฟงกชันไลคลิฮูด (Likelihood function) มักใชสัญลักษณวา L()  
หมายถึง การหาคา  ท่ีจะทําให L()  มีคาสูงสุด ซ่ึงสวนใหญจะทําโดยการหาคา   ท่ีให         
ลอการึทึม (Logarithm) ของฟงกชันไลคลิฮูดมีคาสูงสุด หรือ ln L()  คาสูงสุด ท้ังนี้เพราะ
คาประมาณของพารามิเตอร  ท่ีทําใหฟงกชันท้ัง 2 ฟงกชันมีคาสูงสุดเปนคาเดยีวกนั                               
แตการหาคาประมาณท่ีทําใหลอการรึทึมของฟงกชันไลคลิฮูดมีคาสูงสุดทํางายกวา 
 Glas, Wainer, & Bradlow (2000) อธิบาย การคํานวณโดยใชวิธีวิธีแมกซิมัมไลคลิฮูด
สําหรับโมเดลตามทฤษฎีการตอบสนองขอสอบแบบเทสตเลท ดังนี ้
 จาก likelihood  ของโมเดลการตอบสนองขอสอบสําหรับเทสตเลท 
 

| 	∏ ∏    (40) 

 
 เม่ือ  	    

    		 	  , … ,   
   		 	 , … ,  
   		 	 , … ,  
   		 	  , … ,   
 
 หาคาสูงสุดสําหรับ  = (, a, b, ) โดยการตัดสวนท่ีเปนเทอมของ  และ  ซ่ึงกระทํา
ไดโดยการ integration จากโมเดล จะได 
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a, b, σ 	∬∏ ∏ 1     

 

	∬∏ ∏ 0,1 0, σ     (41) 

 
 จากนั้นจึงทําการหาอนุพันธ (Differentiate) เทียบกับพารามิเตอรท่ีตองการ ไดแก 
  
 dL a, b, σ /da		 0       (42) 
 
 dL a, b, σ /db		 	0       (43) 
 
 dL a, b, σ /dσ 0       (44) 
 

 สําหรับการประมาณคาพารามิเตอร a, b, σ 	ท่ีทําให ln L a, b, σ2  มีคาสูงสุด 
ทําไดโดยการหาอนุพันธ (Differentiate) เทียบกับพารามิเตอร a, b, σ 	แลวผลลัพธเปนศูนย       
ดังสมการขางตน จะไดสมการไมเปนเสนตรง  p + 1 สมการ ดังนั้นการหาคาพารามิเตอรนี้                  
จึงไมอาจหาไดโดยวิธีท่ัวไป แตหาไดโดยวิธีนิวตัน-ราฟสัน (Newton-Raphson algorithm)             
ดวยการประมาณคาซํ้า ๆ (Iterative) จนมีคาคงท่ี ซ่ึงมีข้ันตอน ดังนี ้
 สมมติให   C2[a,b] คือฟงกชัน  หาอนุพันธท่ีสองไดและตอเนื่องบนชวงปด [a,b] 
กําหนดให p0  [a,b] หรือ p0 มีคาในชวงปด [a,b] เปนคาประมาณของ p ซ่ึงทําให ( p0)  0 
และ p0 – p มีคานอย ๆ พิจารณา ( ) ท่ีจุด p0 จะได 
 

 	 	 p 	 	 	 p 	 p 	 	–        (45) 
 
 เม่ือ   มีคาระหวาง  และ p0 ดังนั้น จาก ( ) = 0 จะแทนคา  ดวย p จะได
สมการ ดังนี ้
 

0	 	 p 	 	 	 p 	 p 	 	–      (46) 
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 เนื่องจาก p0 – p มีคานอย ๆ ดังนั้น (p – p0)2 จึงไมมีผลตอการพิจารณา และจะได 
 

0	 	 p 	 	 	 p 	 p       (47) 
 

 เม่ือแกสมการหาคาของ p จะได  p0
 p0
 p0

  และใชจุดเร่ิมตนท่ี p0, p1,…, pn-1, 

pn  ตามลําดับ จะได 
 

 p p



, n > 1      (48) 

 
 ประมาณคาซํ้า (Iterative) จนกวาคาประมาณจะมีคาลู (Convergence) เขาคาใดคาหนึง่  
คือ คาประมาณคร้ังท่ี n - 1 และคร้ังท่ี n มีคาตางกันเขาใกลศูนยมาก เชน นอยกวา 0.00005 จะได
คาท่ี pn เปนคาท่ีประมาณได 
 จุดเดนของการประมาณคาดวยวิธีแมกซิมัมไลคลิฮูด ไดแก (นพดล มีช้ันชวง, 2544) 

1. เม่ือจํานวนขอสอบและจํานวนผูสอบเพิ่มข้ึน การประมาณจะไดคาท่ีมีความคงท่ีเขาสู
คาพารามิเตอรท่ีแทจริง 

2. ฟงกชันของคาสถิติมีความเพียงพอของสารสนเทศท้ังหมดเก่ียวกับพารามิเตอร 
3. มีความแปรปรวนนอย 
4. มีการกระจายเขาใกลการกระจายแบบโคงปกติ  

 อยางไรก็ตามการประมาณคาดวยวิธีแมกซิมัมไลคลิฮูดมีขอจํากัด ดังนี ้
1. กรณีท่ีจํานวนขอสอบและผูสอบไมมาก จดุเดนของของการประมาณคาดวยวิธี     

แมกซิมัมไลคลิฮูด จะเปนจริงเม่ือประมาณคาพารามิเตอรความสามารถ หรือพารามิเตอรขอสอบ
เพียงอยางใดอยางหนึ่ง 

2. การประมาณคาพารามิเตอรในข้ันท่ี 2 และ 3 โดยใชคาอนพุันธอันดับท่ี 2 เปนตัวหาร
ในกระบวนการนิวตัน-ราฟสัน มีโอกาสที่คาประมาณท่ีไดจะไมลูเขาสูคาคงท่ี ซ่ึงอาจหลีกเล่ียง
ปญหานี้ไดโดยการใชคาสารสนเทศ (Information function) แทน 

3. สําหรับการประมาณคาในสมการไลคลิฮูดไมใชสมการเชิงเสนตรง จะทําให                 
การหารากของสมการท่ีทําใหฟงกชันไลคลิฮูดมีคาสูงสุดไดหลายคาแตคาเหลานี้ ไมสามารถ
นําไปใชหรือประกันไดวาเปนคาพารามิเตอรท่ีแทจริงได 
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4. ในบางคร้ังคาพารามิเตอรหรือคาท่ีไดจากการประมาณไมตกอยูในขอบเขตของ
คาพารามิเตอร กลาวคืออาจมีคาใดคาหนึ่งอยูภายนอกขอบเขตท่ียอมรับได ในกรณีเชนนี้                         
ตองมีการกําหนดขอบเขตจํากัดของคาประมาณไว เพื่อใหคาประมาณที่ไดไมสูงหรือตํ่าเกินไปนัก
แตการกระทําเชนนี้เปนจุดออนของกระบวนการประมาณคาดวยวิธีแม็กซิม่ัมไลคลิฮูด โดยเฉพาะ
ในแบบจําลอง 2 และ 3 พารามิเตอร จึงทําใหเกิดปญหาตามมาเก่ียวกับความตรง (Validity)           
ของคาท่ีประมาณได 
 
การประมาณคาพารามิเตอรดวยวิธีของเบส 

การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมานมี 2 แนวคิดหลัก ไดแก แนวคิดของ Frequentists และ
แนวคิดของ Bayesians โดยแนวคิดของ Frequentists พารามิเตอรจะถูกกําหนดใหไมทราบคา             
และเปนจํานวนท่ีแนนอน (Fixed) วัตถุประสงคของ Frequentists คือ การกําหนดคาประมาณชวง            
ความเช่ือม่ันรอบจุดของพารามิเตอรท่ีนาสนใจและการทดสอบสมมติฐานผานสมมติฐานศูนย 
(Null hypothesis) สวนแนวคิดของ Bayesians พารามิเตอรจะถูกกําหนดใหไมทราบคา                   
และเปนจํานวนสุม (Random) ซ่ึงพารามิเตอรมีการแจกแจงความนาจะเปน ซ่ึงอาจกาํหนดข้ึน            
โดยใชความรูกอนหนา ความเช่ือ หรือขอมูลขางเคียง ในแนวคิดของ Bayesians มีเปาหมายเพื่อหา
การแจกแจงภายหลัง (Posterior distribution) ของพารามิเตอรท่ีสนใจ โดยผานฟงกชัน Likelihood 
และการแจกแจงกอน (Prior distributions) และทดสอบสมมติฐานโดยสรางการประมาณคา                
ดวยชวงแบบ Bayes และ posterior p - values ซ่ึงนําไปใชประโยชน เชน การประมาณ
คาพารามิเตอร การทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติ 
 ปจจุบันมีการนําแนวคิดของ Bayesians มาใชอยางแพรหลายท้ังดานวทิยาศาสตร 
สังคมศาสตรและธุรกจิ แมทฤษฎีการประมาณคาพารามิเตอรแบบ Bayes จะตองใชความรูทางดาน
ทฤษฎีความนาจะเปนและสถิติเชิงอนุมาน ซ่ึงหากไมมีความรูทางสถิติ อาจทําใหเกิดปญหา              
ในการทําความเขาใจเม่ือนําไปใช 
 ทฤษฎีของ Bayes (Bayes' Theorem) 
 สําหรับแนวคิดแบบ Bayes ตัวแบบที่สังเกตได x = (x1, x2, … , xn)T ท่ีกําหนด                 
เง่ือนไขบนคาพารามิเตอรท่ีไมทราบคา  = (1, 2, … , p)T จะอยูในรูปของการแจกแจง                  
ความนาจะเปน  x|  ซ่ึงมาจากการท่ีกําหนดให  เปนตัวแปนสุม Random Variable () 
 การที่  เปนการแจกแจงกอน (Prior) นั้น แทนดวยสัญลักษณของ Prior Density ของ  
เปน () นัน่คือ Prior จะถูกแทนคาของ Density  ดังนั้น ถาเก็บขอมูล X = x จะไดเง่ือนไขของ 
Density Given X = x ซ่ึงเรียกวา Posterior เขียนแทนดวย x| และมีการแจกแจงกอนเปน (|) 
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โดยท่ี  เปน เวกเตอรของพารามิเตอรข้ันท่ีสอง (Hyperparameter) ในแนวคิดแบบ Bayes นี้ การ
อนุมานเกีย่วกบั  ข้ึนอยูกับการแจกแจงภายหลัง (Posterior Distribution) ซ่ึงมีรูปแบบเปน 
 

| , , | 	

|

|

|
     (49) 

 
 เม่ือ  | 	 ∑ | |    , เปนตัวแปรไมตอเนื่อง 
     | |     , เปนตัวแปรตอเนื่อง 
 
 โดยสมการดังกลาวเรียกวา ทฤษฎีของ Bayes (Bayes' theorem) จะสังเกตไดวาขอมูลมี
สองชวง นั่นคือ ขอมูลท่ีไดจากการทดลองหรือขอมูลใหมท่ีไดรับ (อยูในรูปของความนาจะเปน f) 
และคาเช่ือกอน (ซ่ึงอยูในรูปของความนาจะเปนกอนการทดลอง ) โดยคาอินทิกรัลของตัวสวน
ในสมการ เรียกวา การแจกแจงหนวยสุดทาย (Marginal distribution) ของ x เม่ือกําหนดพารามิเตอร
ข้ันท่ี 2 เปน  และเขียนไดในรูปของ m(x|) 
 อยางไรก็ตาม หากทราบคา  ก็สามารถตัดตัวแปรนี้ออกจากสมการได เนื่องจาก                
ไมจําเปนตองกําหนดเง่ือนไข กรณีเปนคาคงท่ี ดังนั้น สามารถเขียนรูปแบบของการแจกแจงใหม  
ใหงายข้ึน ไดเปน 
 

|
, 	       (50) 

 
 
 เม่ือ  | 	 ∑ | | 									 , 	เปนตัวแปรไมตอเนื่อง 
      | | 			 , 	เปนตัวแปรตอเนื่อง 
 
 เม่ือพิจารณาคาพารามิเตอรท่ีมีลักษณะตอเนื่อง จากทฤษฎีของ Bayes สามารถสราง              
การกระจายของ |x ท่ีเรียกวา Posterior Distribution ของ  โดยให Posterior Distribution ของ  
เปน p(|x) เขียนไดเปน 
 

|
  	

  

       (51) 
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 นั่นคือ | 	หรือ |  เปน Likelihood Function และสัญลักษณ  แทนคา
เปน Parameter Space ของ  หรือ Support of () ซ่ึงมีคาเปน 
 

| |          (52) 
 
 ซ่ึงเปนคา Normalizing Constant ของ Posterior Distribution ของ  โดยท่ี p(x) เปน 
Marginal Probability Distribution ของ x สําหรับการอนมุานปญหาของ p(x) ไมมีรูปแบบแนนอน
ของการอนุมานแบบ Bayesian ของคา  ท่ีเปนพื้นฐานของการแจกแจงภายหลังของ , p(|x)            
โดยตัว Posterior เอง แลวสามารถคํานวณคาขอมูลไดหลายอยาง เชน การคาเฉล่ีย คามัธยฐาน            
ฐานนิยม ความแปรปรวนและควอไทล 
 การอนุมานแบบ Bayesian โดยสรุปจะหาคาไดจากการใหขอมูล ดังนี ้
 ขอมูล   x = (x1, x2, … , xn)T 
 คาพารามิเตอร  = (1, 2, … , p)T 
 Likelihood |  
 Prior   () 
 โดยการอนุมานอยูบนพืน้ฐานของ Join Posterior ดังนั้น 
 

|
  	

  

      (53) 

 
 ถาไมสนใจคา x ซ่ึงเปนคาท่ีไมข้ึนอยูกับ  โดยให x เปนคาคงท่ี จึงเขียนอสมการ ไดเปน
ความนาจะเปนภายหลังแปรผันตรงกับความควรจะเปนคูณความนาจะเปนกอนหนา หรือ

| 		 |   	หรือ Posterior    Likelihood x Prior 
 ถาไมแนใจความเหมาะสมของคา  สามารถกําหนดใหอยูในรูปการแจกแจงกอนท่ี 2 
(Second - stage prior distribution หรือ Hyperparameter) โดยเขียนเปนสมการดังกลาวดวย h() 
ซ่ึงมีการแจกแจงภายหลังของ  เปน 

 

|
, , , 

∬ , , 
  

 

 
  

∬   
    (54) 
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 สมมติมีเหตุการณ 2 เหตุการณ คือ A และ B จะไดเง่ือนไขความนาเปน คือ 
 

|
	 
	

	 | 	

	
     (55) 

 
 Markov Chain Monte Carlo 
 ป ค.ศ. 1990 กลุมนักสถิติคิดคนวิธีการของ MCMC ซ่ึงวธีิการนี้ทําใหการประมาณดวย
วิธี ของเบสท่ีซับซอนสามารถแกปญหาไดงายและสะดวกข้ึน จนเปนท่ีนิยมใชในปจจุบัน ทําใหเกิด
การพัฒนาวิธีการของ MCMC ในรูปของโปรแกรมเพือ่แกปญหาเม่ือตัวแปรมีความสัมพันธกับ
รูปแบบของการแจกแจงหลายข้ันตอน (Hierarchical model) (อัชฌา อระวีพร, 2554) 
 การจําลองแบบมอนติคารโล (Monte Carlo Simulation) เปนการใชตัวแปรสุมแบบ 
Uniform variable จาก 0 ถึง 1 หรือ U(0, 1) เพื่อแกปญหา การจําลองแบบนี้นิยมใชในการประมาณ
คาของการหา Integration ซ่ึงมีกระบวนการดังนี ้(วุฒิชัย วงษทัศนียกร, 2555) 
 

        (56) 
 

 โดยให h(x) เปนฟงกชันของจํานวนจริงท่ีไมสามารถหา Integral ได สามารถทําได     
โดยประยุกตใชตัวแปรสุม Y = (b - a)h(x) โดยให X แทนตัวแปรสุมแบบ Uniform ตอเนื่องจาก           
a ถึง b หรือ U(a, b) ดังนั้น Expected Value ของ Y มีคาเทากับ Integral I ดังนี ้
  

	   
 

	    
 

  
 

	   (57) 

 
 เม่ือ  1/   แทนฟงกชันการแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุม  
U(a, b) ซ่ึงหมายความวาตัวประมาณคาของคาคาดคะเน E[Y] สามารถนํามาใชในการประมาณคา
ของ Integral ไดโดยใชคาเฉล่ียตัวอยางในการประมาณดงันี้ 
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∑ ∑ ∑   (58) 
 
 โดยให Xi = X1, X2, X3, ... , Xn เปนตัวแปรสุม U(a,b) และ Zi = Z1, Z2, Z3, ... , Zn            
เปนตัวแปรสุม U(0, 1) 
 นอกไปจากนี้ Monte Carlo Simulation นยิมใชในงานวจิัยทางดานสถิติ เชน การหา       
คาวิกฤตของการทดสอบสมมติฐาน การหาคาวิกฤตของวิธีการทดสอบตัวแปรสุมแบบปกติ และ
การทดสอบ  Kolmogorov - Smirnov (K - S test) เปนตน 
 Gibbs Sampler 
 Gibbs Sampler หรือ Gibbs Sampling เปนสวนหนึ่งของ MCMC Class หลักการ           
ของ Gibbs Sampling คือ การจําลองตัวแปรสุมจากการแจกแจงแบบมีเง่ือนไข ซ่ึงอธิบาย ไดดังนี้  
 กําหนดให  = [12] ซ่ึงมี Posterior Density p() = p(1, 2) โดยท่ีไมตองใชตัวแปร
ตามของ y ได ถารูเง่ือนไข Conditional Density ซ่ึงไมตองรับรองในเง่ือนไขมากนัก แตรูไดจาก 
p(1|2) และ p(2|1) ในการจํากัดจากการเลือกจาก p(1|2) เชน ถาพิจารณากรณีอยางงาย คือ       
มีคาพารามิเตอร 3 คา (1, 2, 3) แทนเปน 3 เง่ือนไขของ Posterior Density เม่ือทําการหา             
Iterative  1 รอบ จะไดจาก  
 

| ,  
| ,  
| ,  โดยท่ี y = (y1, y2, … , yn)T 

 
 ซ่ึงกระบวนการของ Gibbs Sampling เปนดงันี้ 
 1.  พิจารณา Arbitrary Set ของ Starting Parameter Value ซ่ึงจะไดคา 1,0, 2,0, 3,0 
 2.  สราง M + N Set ของ Random Number โดยทําการ Iterative จาก Full Conditional 
Posterior Distribution จะไดอันดับแบบ General Form แบบ i - th เปน {1,i, 2,i, 3,i} ดังนั้น จะได 
  2.1  1,i+1 จาก | , , ,  
  2.2  2,i+1 จาก | , , ,  และ 
  2.3  1,i+1 จาก | , , ,  จากอันดับ (i+1) - the Realization  
 3.  ท้ิงตัวแรก M ท่ีไดจากการรวมในข้ันท่ี 2 แลวใชคา N ท่ีเปนตัวสุดทายเพื่อสราง     
แบบของ Random Sample  , ,  , ,  ,  และทําการประมาณคา Posterior 
Marginal โดยใช Random Sample 
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 ภายใตเง่ือนไขอยางงาย Geman & Geman (1984) ไดแสดงวา Join Distribution                     
ของ Above Random Sample จะ Convergence Exponentially สู Join Posterior Distribution         
ของ (1, 2, 3) ดังนั้น กอนท่ีจะ Realization Form ของ Random Sample จาก Join Distribution 

| ,  สามารถทําการอนุมานไดจาก 
 

		
∑ ,        (59) 

 

		 		
∑ , ,       (60) 

 
 โดยคา Credible Interval {l, } ของ i อยูภายใตเง่ือนไข p(l I )  = 0.95 เปนตน            
เปน Algorithm อีกแบบซ่ึงเปนการแทนท่ีคาท่ีเปนไปไดในแตละ State เพื่อทําการหาคาท่ีดีท่ีสุด   
ในท่ีนี้เปนคาของความเส่ียงและ Probability Distribution Function (PDF) เพื่อเปนการตัดสินวา 
คาท่ีไดเปนคาท่ีดีท่ีสุด นั่นคือ เปนหนึ่งในวิธีการหาคาท่ีดีท่ีสุดของขอมูล (Finding best solution) 
 การประมาณคาพารามิเตอรดวยวิธีของเบสสําหรับทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ  
 การประมาณคาพารามิเตอรดวยวธีิของเบสในทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ มีแนวคิดวา 
คาความสามารถของผูสอบ () และคาพารามิเตอรของขอสอบ ไดแก คาความยากของขอสอบ (b) 
คาอํานาจจําแนกของขอสอบ (a) และคาโอกาสในการเดาขอสอบ (c) เปนตัวแปรสุม (Random 
variable) จากการแจกแจงทีแ่สดงไดดวยฟงกชันความหนาแนนรวม (Joint density function)             
f(, b, a, c) โดยเรียกฟงกชัน f(, b, a, c) นี้วา การแจกแจงเร่ิม (Prior distribution) ของคา                       
, b, a และ c ซ่ึงทําใหการใชฟงกชัน Likelihood L(U|, b, a, c) เพียงอยางเดยีว ในการประมาณคา 
, b, a และ c ถูกพิจารณาวาเปนการใชขอมูลท่ีมีอยูอยางไมครบถวน เพราะยังมีการแจกแจงแรก
รวมกับ f(, b, a, c) ท่ีควรนํามาใชในการประมาณคาพารามิเตอรดวย 
 จากการนยิามความนาจะเปนของผูเขาสอบคนท่ี i ในการตอบขอสอบขอท่ี j เม่ือ Uij = 1 
สําหรับการตอบถูก และ Uij = 0 สําหรับการตอบผิด แสดงสมการโมเดลแบบ 3 พารามิเตอรของ
โมเดลการตอบสนองขอสอบ (3PL IRT) ไดดังนี ้
 

, , , 1 , , , 0 , , ,  
 

	 . 		โดยท่ี		Q 1 P    (61) 
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 ถาขอสอบจํานวน n ขอและแตละขอเปนอิสะตอกัน ความนาจะเปนของการตอบ             
แสดงดวยฟงกชันความหนาแนนรวม ดังสมการตอไปนี ้

, , … , | , , , 	     (62) 
 

 จากสมการขางตน เปนความนาจะเปนของการตอบขอสอบ n ขอ ท่ีวัดหรือสังเกตได   
โดยท่ี U1, U2, ... , Un เปนตัวแปรสุมท่ีมีคาเฉพาะเปน u1, u2, ... , un เม่ือ uij มีคา 1 หรือ 0 และ
เนื่องจากสมการนี้เปนฟงกชันทางคณิตศาสตรของคา , b, a, c ท่ีจะบอกวาตัวแปรสุมนี้ มีโอกาส
เกิดข้ึนเพียงใด จึงเรียกฟงกชันนี้วา Likelihood Function ซ่ึงแสดงไดดังนี้ 
 

, , … , | , , , 	     (63) 
 

 เม่ือ  uij = 1 คาของ Q1 จะหมดไป และเม่ือ  uij = 0 คาของ P1 จะหมดไปและ Likelihood 
Function ท่ีมีผูสอบ N คน ตอบขอสอบ n ขอ มีสมการดังนี้ 
 

| , , , 		 			 		      (64) 
 

 เม่ือ u     =   เวคเตอรผลการตอบขอสอบ n ขอ ของผูเขาสอบ N คน 
, , ,   

 

 ถาพิจารณาความนาจะเปนรวมของการตอบขอสอบ P(U|, b, a, c) จะเห็นวา                
การแจกแจงของตัวแปร U ข้ึนอยูกับคาความสามารถ  และคาพารามิเตอรของขอสอบ b, a  และ c  
ซ่ึงถาคา , b, a และ c เปล่ียนไป โอกาสที่ U ท่ีมีคาเทากบั u ก็จะเปล่ียนไปดวย ดงันัน้ การทราบผล
การตอบขอสอบ u จึงนาจะชวยทําใหทราบคา , b, a และ c ไดดยีิ่งข้ึน แสดงไดจากการแจกแจง
อยางมีเง่ือนไขของคา , b, a และ c เม่ือทราบผลการตอบขอสอบ f(, b, a, c|u) และเรียกฟงกชันนี้
วา การแจกแจงหลัง (Posterior Distribution) 
 การแจกแจงหลังรวมกันของคาความสามารถ  และคาพารามิเตอรของขอสอบ b, a    
และ c เม่ือทราบผลการตอบขอสอบ u ก็คือ 
 
 
 

  n 
j=1 

 

  n 
j=1 

 

  n 
j=1 

 

  N 
i=1 
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 , , , | 	 | , , , , , , 	/    (65) 
 
 เม่ือ f(u)    = การแจกแจงมารจินัล (Marginal) ของผลการตอบขอสอบ 
   f(, b, a, c) = การแจกแจงเร่ิมของคา , b, a และ c 
   f(U|, b, a, c)   = Likelihood Function 
   f(, b, a, c|U)   = การแจกแจงหลังของคา , b, a และ c เม่ือทราบผลการตอบ

ขอสอบ u 
 
 ซ่ึงการแจกแจงหลัง เปนฟงกชันท่ีใชประมาณคา , b, a และ c ดวยวิธีของเบส                 
โดยมีสวนแตกตางจากการประมาณดวยวิธีแมกซิมัมไลคลิฮูด คือ การแจกแจงเร่ิม f(, b, a, c) และ      
การแจกแจงมารจินัล f(u) โดยการแจกแจงมารจินัลนี้เปนการแจกแจงท่ีไมข้ึนอยูกับคา , b, a              
และ c จึงถือวาเปนคาคงท่ีในการประมาณคา , b, a และ c  
 จากแนวคิดของการประมาณคาดวยวิธีของเบสดังกลาว ทําใหสามารถจําแนก
กระบวนการดาํเนินการตามแนวคิดของ Bayes ออกเปน 2 กระบวนการ ดังนี ้(Swaminathan & 
Gifford, 1985; Swaminathan & Gifford, 1986) 
 1.  กระบวนการกําหนดลักษณะของการแจกแจงเร่ิม (Prior distribution) คือ  
  1.1  กําหนดใหการแจกแจงเร่ิมของคาความสามารถของผูสอบ () คาความยาก              
ของขอสอบ (b) คาอํานาจจําแนกของขอสอบ (a) และคาโอกาสในการเดาขอสอบ (c)                            
เปนอิสระตอกนั ดังนี ้
 

, , , 	  . . .      (66) 
 

 โดยกําหนดใหการแจกแจงของ f(), f(b), f(a), f(c) เปนดังนี ้
   1.1.1  การแจกแจงเร่ิมของคาความสามารถ f() มีขอตกลงวาขอสารสนเทศ               
ท่ีมีมากอนของคาความสามารถของผูสอบแตละคนไมแตกตางกัน สามารถใชแทนกนัได 
(Exchangeability) และคาความสามารถเปนตัวแปรสุมท่ีมีการแจกแจงเปนปกติ (Normal 
distribution) หรือ	 | , 	 ,  เม่ือ ,  หมายถึง การแจกแจง
ปกติ (Normal distribution) ท่ีมีคาเฉล่ียเทากับ  และคาความแปรปรวนเทากับ  
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   1.1.2  การแจกแจงเร่ิมของคาความยากของขอสอบ f(b) อาจใชกระบวนการ
เดียวกับการกําหนดการแจกแจงเริ่มแรกของคาความสามารถ คือ มีขอตกลงวา f(b) มีการแจกแจง
เปนปกติ หรืออาจไมกําหนดการแจกแจงเร่ิมแรกไวก็ได  
   1.1.3  การแจกแจงเร่ิมของคาอํานาจจําแนกของขอสอบ f(a) ควรเปน                          
การแจกแจงแบบ Chi-square เนื่องจากคาอํานาจจําแนกของขอสอบโดยท่ัวไปจะเปนคาบวก               
และเปนความชันของเสนโคงลักษณะของขอสอบ ณ จุดเปล่ียนโคง 
 

| 								 exp	 /2  

 
 เม่ือ    =  Degree of Freedom 
      =  Scale Parameter 
 
   1.1.4  การแจกแจงเร่ิมของคาการเดาของขอสอบ f(c) ควรมีการแจกแจงแบบเบตา 
(Beta distribution) เนื่องจากคาพารามิเตอร cj มีขอบเขต [0, 1]  
  

| 								 1  เม่ือ   =  Scale Parameter 
 
  1.2  กําหนดคาท่ีเปนตัวเลขของพารามิเตอรสําหรับการแจกแจงเร่ิม 
   1.2.1  พารามิเตอรของการแจกแจงเร่ิมของคาความสามารถ  ไดแก และ 	

อาจกําหนดให  = 0 และ 	= 1 ซ่ึงจะทําใหการประมาณคาความสามารถ  มีความสะดวก 
และประมาณคาไดรวดเร็วข้ึน 
   1.2.2  พารามิเตอรของการแจกแจงเร่ิมของคาความยาก b หากไมมีการกาํหนด
ลักษณะการแจกแจงไว ก็ใชคาเดียวกับพารามิเตอรของการแจกแจงเร่ิมของคาความสามารถ  
   1.2.3  พารามิเตอรของการแจกแจงเร่ิมของคาอํานาจจําแนก a ไดแก vj และ wj  
การกําหนดคาของ vj และ wj ท่ีเหมาะสม อาจจะหาไดจากการกําหนดพิสัย (Range) ของคา a คือ  
ถาให H เปนขีดจํากดับนของพิสัยและ L เปนขีดจํากดัลางของพิสัย จะหาคา vj และ wj จากสูตร 
 

 1 /      (67) 

 
 / /        (68) 
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 เม่ือ /   = คา Z ของการแจกแจงปกติมาตรฐาน (Standard normal distribution)  
ท่ีระดับนยัสําคัญ  

            =  Degree of Freedom 
 
    นอกจากวิธีดังกลาว อาจกําหนดให vj และ wj ของการแจกแจงเร่ิม f(a)                
ของขอสอบทุกขอเทากัน คือ vj = 10 และ wj = 0.1 ซ่ึงจะทําใหการประมาณคาพารามิเตอรมี              
ความสะดวกยิง่ข้ึน และการกําหนดเชนนี้ ก็ยังคงทําใหคาประมาณของคาพารามิเตอร aj                      
ตกอยูในชวงท่ียอมรับได คือ 0.40 < aj < 1.55 ดวยความเช่ือม่ัน 99% 
   1.2.4  พารามิเตอรของการแจกแจงเร่ิมของคาการเดา c ไดแก sj และ tj โดยกําหนด 
sj และ tj ท่ีเหมาะสมไดจากการสังเกตสัดสวนการตอบถูกของกลุมผูสอบท่ีมีความสามารถในระดับ
ตํ่ามาก กลาวคือ ถาให m แทนจํานวนผูสอบท่ีมีระดับความสามารถต่ํามาก และ M แทนสัดสวน 
การตอบถูกของผูสอบกลุม m แลว สามารถหาคา sj และ tj ไดจาก sj  =  mM และ tj  =  m(1 - M) - 2 
หรืออาจจะกําหนดให sj และ tj ของการแจกแจงเร่ิม f(c) ของขอสอบทุกขอเทากัน คือ sj = 2 และ           
tj = 12 ซ่ึงจะทําใหการประมาณคาพารามิเตอรมีความสะดวกยิ่งข้ึน และการกําหนดเชนนี้ กย็ังคง 
ทําใหคาประมาณของคาพารามิเตอร cj ตกอยูในชวงท่ียอมรับได คือ 0.026 < cj < 0.317 ดวย            
ความเช่ือม่ัน 99 % 
 2.  กระบวนการประมาณคาพารามิเตอรของขอสอบและความสามารถของผูสอบ        
  การประมาณคาพารามิเตอรดวยวิธีของเบส คือ การหาคาประมาณ i โดยท่ี                  
i = 1, 2, … , N และ bj, aj, cj โดยท่ี j = 1, 2, ... , n ท่ีทําใหฟงกชันการแจกแจงหลัง f(, b, a, c|u)          
มีคาสูงสุด ถา ln f(, b, a, c|u) เปนฟงกชันท่ีหาอนุพันธได การหาคา I, bj, aj และ cj จะหาไดจาก
การอนุพันธของ ln f(, b, a, c|u) และกําหนดใหอนุพันธของ ln f(, b, a, c|u) มีคาเทากับศูนย           
แลวจึงหาคารากของอนุพันธของ ln f(, b, a, c|u)  จาก 
 

 f(, b, a, c|u) = L(u|, b, a, c).f().f(b).f(a).f(c)/f(u) 
 ln f(, b, a, c|u) = ln L(u|, b, a, c) + ln f() + ln f(b)  
      + ln f(a) + ln f(c) + คาคงท่ี 

d ln f(, b, a, c|u) /di = 0 
d ln f(, b, a, c|u) /dbj = 0 
d ln f(, b, a, c|u) /daj = 0 
d ln f(, b, a, c|u) /dcj = 0 
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 สมการอนุพันธของ ln f(, b, a, c|u) = 0 เรียกวา Modal Equation คารากของ Modal 
Equation คือ คาความสามารถ   และคาพารามิเตอรของขอสอบ b, a, c ท่ีทําใหฟงกชันการแจกแจง
หลังมีคาสูงสุด อาจทําไดโดยใชเทคนิค Newton-Raphson ซ่ึงเปนการหาคาประมาณ โดยการหา           
คาซํ้า (Iterative) มีข้ันตอนดงัตอไปนี ้
 ข้ันท่ี 1 กําหนดคาเร่ิมตนสําหรับใชในการประมาณคาความสามารถ i และ
คาพารามิเตอรขอสอบ bj, aj และ cj ดังนี้ 

 
  	    

  	 / 1 /   

  	 /   

  	1/   
 

  เม่ือ ln = Natural Logarithm 
    Xi = คะแนนสอบของผูเขาสอบคนท่ี i 
    n = จํานวนขอสอบ 
    Rj = Point - Biserial Correlation 
    Zj = คา Z ของการแจกแจงปกติมาตรฐานท่ีพืน้ท่ีใตโคงปกติมาตรฐาน  

ดานขวามือ มีคาเทากับ Pj (Uj / N) 
    N = จํานวนผูเขาสอบท้ังหมด 
    mj = จํานวนตัวเลือกในขอสอบขอท่ี j 
 
 ข้ันท่ี 2 ประมาณคาความสามารถของผูสอบแตละคน i โดยกําหนดใหคาพารามิเตอร
ของขอสอบท่ีประมาณคาไดในคร้ังกอนเปนคาคงท่ี 
 

  	 /  
 
  เม่ือ ,  = คาประมาณความสามารถของคนท่ี i คร้ังท่ี m + 1 และ m 

    = d ln f(, b, a, c|u) /di 
    = d2 ln f(, b, a, c|u) /di

2 
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 การประมาณคาซํ้า (Iterative) จะกระทําจนกวาคาประมาณความสามารถ i  จะลูเขา
คาคงท่ีคาใดคาหนึ่ง (Convergence) คือ คาประมาณคร้ังท่ี m + 1 และคร้ังท่ี m มีคาแตกตางกันนอย
กวาคาคงท่ี ท่ีกําหนดไว เชน 0.0005 
 ข้ันท่ี 3 ประมาณคาพารามิเตอรของขอสอบแตละขอ bj, aj และ cj โดยกําหนดให                  
คาความสามารถของผูเขาสอบท่ีประมาณคาไดในคร้ังกอนเปนคาคงท่ี 
 

  	 /  
  	 /  
  	 /  

 
  เม่ือ ,  = คาประมาณความยากของขอท่ี j คร้ังท่ี m + 1 และ m 
     ,  = คาประมาณอํานาจจําแนกของขอท่ี j คร้ังท่ี m + 1 และ m 
     ,  = คาประมาณโอกาสการเดาของขอท่ี j คร้ังท่ี m + 1 และ m 

    = d ln f(, b, a, c|u) /dbj 
    = d2 ln f(, b, a, c|u) /dbj

2 
    = d ln f(, b, a, c|u) /daj 
    = d2 ln f(, b, a, c|u) /daj

2 
    = d ln f(, b, a, c|u) /dcj 
    = d2 ln f(, b, a, c|u) /dcj

2 
 
 การประมาณคาซํ้า (Iterative) จะทําจนกวาคาประมาณจะลูเขาสูคาคงท่ีคาใดคาหนึ่ง 
(Convergence) สําหรับคาของอนุพันธอันดับ 1 g(x) และอนุพันธอันดบั 2 h(x) ประกอบดวย           
2 สวน คือ สวนท่ีไดจากฟงกชันไลคลิฮูดและสวนท่ีไดจากการแจกแจงเร่ิม  
 ข้ันท่ี 4 ประมาณคาซํ้า ข้ันท่ี 2 และข้ันท่ี 3 จนกวาคาประมาณ i , bj, aj และ cj                 
มีคาคงท่ีและถูกตองเพียงพอ หรือ f(, b, a, c|u) มีคาสูงสุด 
 โดยสรุปข้ันตอนการประมาณคาคือ กําหนดขอมูลเร่ิมตนท่ีเปนไปไดของตัวแปรสุม 
จากนั้น นําขอมูลเร่ิมตนไปจาํลอง คร้ังท่ี 1 แลวนําขอมูลของการจําลองคร้ังท่ี 1 ไปจําลอง คร้ังท่ี 2 
เวียนซํ้าเชนนีไ้ปเร่ือย ๆ จะไดลําดับ n คร้ัง เนื่องจากการจําลองคร้ังท่ี n+1 จะใชขอมูลคร้ังท่ี n 
เทานั้น ไมข้ึนอยูกับ n-1, n-2, ... , 1 แสดงวา ขอมูลท่ีไดจากการจําลองคร้ังถัดไปข้ึนอยูกับขอมูลท่ี
จําลองไดปจจบัุน กระบวนการนี้สอดคลองกับ Stochastic Process ท่ีเรียกวา ลูกโซมารคอฟ 
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(Markov Chain) ดังนั้นจะไดวา ลําดับท่ี n มีการแจกแจงเขาสู f(x) ดวยความคาดเคล่ือนนอย 
สําหรับ n ท่ีมีคาใหญ ในทางปฏิบัติ n คาใหญนั้น จะเร่ิมดวยคาใหญต้ังแตการจําลองคร้ังท่ี n + 1 
เชน เร่ิมท่ี 1001 (n = 1000) เปนตน โดยไมใชคาลําดับท่ี 1 - 1000 (จําลองท้ิง n คาแรก) หรือเรียกวา
การ Burn  
 การศึกษา Monte Carlo ในทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ 
 การวิเคราะหขอสอบดวยทฤษฎกีารตอบสนองขอสอบ มีการประยกุตใชเทคนิค Monte 
Carlo (MC) ในการวิเคราะหเปนจํานวนมาก โดยในชวงป ค.ศ. 1994 - 1995 ประมาณรอยละ         
25 - 33 ของบทความในวารสาร Applied Psychological Measurement (APM) Psychometrika และ 
Journal of Educational Measurement (JEM) ใชเทคนิค MC ในการวิเคราะหขอมูล โดยเฉพาะ     
การประเมินประสิทธิภาพการประมาณคาพารามิเตอร นอกจากนีย้ังมีการประยุกตใชการ
เปรียบเทียบวธีิการตาง ๆ ในโมเดลการวิเคราะหขอสอบ ไมวาจะเปนการทําหนาท่ีตางกัน                   
ของขอสอบหรือการประเมินผลที่ไดจากการวัดหลายมิติ เปนตน (Harwell et al., 1996)                         
โดยการนําเทคนิค MC มาใชในการวิเคราะห IRT มีข้ันตอนดังนี ้

1. กําหนดคําถามการวิจยัท่ีอธิบายถึงวัตถุประสงคท่ีเฉพาะเจาะจง เชน เพื่อศึกษา            
ความถูกตองของการประมาณคาพารามิเตอรของโมเดลการวิเคราะหขอสอบ เม่ือมีจํานวนขอสอบ 
ผูสอบ และการแจกแจงเร่ิมตนของพารามิเตอรขอสอบแตกตางกัน เปนตน 

2. กําหนดเง่ือนไขของตัวแปรตนท่ีสงผลตอตัวแปรตามได เชน จํานวนผูสอบและ
ขอสอบ (ตัวแปรตน) มีผลกระทบตอคาพารามิเตอรของผูสอบ (ตัวแปรตาม) หรือไม 

3. ออกแบบการทดลองใหมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงคการวิจยั 
4. จําลองขอมูลใหสอดคลองกับเง่ือนไขของโมเดลการวิเคราะหขอสอบ เชน โมเดล

แบบ 2 พารามิเตอร 
5. ประมาณคาพารามิเตอรโดยใชขอมูลจากการจําลอง 
6. เปรียบเทียบผลท่ีไดจากการประมาณคาตามเง่ือนไข โดยใชคาสถิติตาง ๆ ได เชน 

คามัธยฐาน คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณคา เปนตน 
7. กําหนดจํานวนการทําซํ้า R รอบ 
8. คํานวนคาสถิติท่ีไดจากการวิเคราะห R รอบ ท้ังสถิติเชิงบรรยายและสถิติเชิงอางอิง 

ซ่ึงจะอางไปถึงการตอบคําถามการวิจยัและออกแบบการทดลอง 
ขั้นตอนการวิเคราะหขอสอบดวยเทคนิค MC 

 Naylor, Balintfy, Burdick, & Chu (1968 cited in Harwell et al., 1996) อธิบายข้ันตอน
การวิเคราะหขอสอบแบบ IRT ดวยเทคนิค MC 4 ข้ันตอน ไดแก 1) การกําหนดปญหการวิจยั         
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2) ออกแบบการทดลอง ซ่ึงรวมถึงการระบุตัวแปรตนและตัวแปรตาม การออกแบบการวิจยั                 
เชิงทดลอง จํานวนรอบในการคํานวณ และการเลือกโมเดลการวิเคราะหขอสอบ 3) เขียนและระบุ
โปรแกรมในการจําลองขอมูลและการประมาณคาพารามิเตอร และ 4) วเิคราะหผลจากการจําลอง
ขอมูล โดยในแตละข้ันตอนมีรายละเอียดดังนี ้

1. การกําหนดปญหาการวิจยั ข้ันตอนนี้นับเปนข้ันตอนท่ีสําคัญของกระบวนการวจิัย 
การวิเคราะหขอสอบดวยเทคนิค MC ก็เชนเดียวกัน โดยเร่ิมจากการกําหนดปญหาและขอคําถาม
การวิจยักอน จากนั้นต้ังสมมติฐานการทดสอบ และมีการวัดผลกระทบจากเง่ือนไขตาง ๆ จาก    
การจําลองขอมูล โดยท่ัวไปการกําหนดปญหาการวิจยัมักมาจากการทบทวนเอกสารและรายงาน
การวิจยัท่ีเกีย่วของกับเร่ืองท่ีสนใจศึกษา มีการทดสอบสมมติฐานท่ีเปนตัวแทนของคําถามการวิจยั
และผลที่เกิดจากการวดัตองไวกับตัวแปรท่ีศึกษา 

2. ออกแบบการศึกษาดวยเทคนิค MC ตองออกแบบใหสามารถตอบขอคําถามของ     
การวิจยัและสมมติฐานการวจิัยได โดยตองมีการออกแบบท้ังตัวแปรตนหรือตัวเปนท่ีเปนสาเหตุ
และ ตัวแปรตามซ่ึงเปนผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากตัวแปรตน นอกจากนี้ ยังตองมีการประเมินผล            
ท้ังในเร่ืองของความตรงภายในและความตรงภายนอก  

ประเด็นท่ีเกี่ยวของกับการออกแบบของการศึกษา MC รวมถึงการเลือกตัวแปรตน
และตัวแปรตามข้ึนอยูกับการออกแบบการทดลอง จํานวนการทําซํ้า และโมเดลของ IRT             
เพื่อใหผลการทดลองสามารถอางไปสูประชากรได ซ่ึงการออกแบบการศึกษาดวยดวยเทคนิค MC 
มีข้ันตอนดังนี ้

2.1  การกําหนดและระบุคาของตัวแปรตน คําถามการวิจยัเปนส่ิงท่ีกําหนดตัวแปรตน 
รวมท้ังเง่ือนไขในการจําลองขอมูล โดยคาของตัวแปรถือเปนคาคงท่ี (Fixed Effect) และไมตอเนื่อง 
(Discrete) เชน การศึกษาของ Harwell & Janosky (1991) กําหนดตัวแปรตน ไดแก ขนาดตัวอยาง 
(n) ความยาวขอสอบ (L) ความแปรปรวนของกระจายกอนหนา (Prior distribution) ของ aj หรือ 
ความแปรปรวนของตัวแปรตน โดยท่ีคาของตัวแปรเหลานี้เกิดจากคําถามวิจยั ซ่ึงเนนไปท่ีขนาด
ตัวอยางเล็กและความยาวขอสอบนอย  

พารามิเตอรเหลานี้มักแสดงเปนคาระยะหางเทา ๆ กันในชวงคงท่ีหรือเปน
คาประมาณการจากการทดสอบเทียบกับการทดสอบกอนหนา ซ่ึงถือเปนคาของตัวแปรคงท่ี (Fixed 
Effect) การสุมตัวอยางของคาอํานาจจําแนกและคาความยากเปนคาของตัวแปรสุม (Random 
Effect) เนื่องจากถามีการสุมคาอํานาจจําแนกและคาความยากมาใชในการศึกษาจะทําใหโมเดล          
ในการศึกษาเปนโมเดลแบบสุม ซ่ึงสามารถอางอิงไปยังประชากร แตถาโมเดลไมไดมีการสุม              
ข้ึนมาใชในการศึกษา โมเดลนั้นจะไมสามารถอางอิงกลับไปยังประชากรได ดังนั้น คาพารามิเตอร
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ในโมเดลควรเปนตัวแทนของตัวแปรตน อยางไรก็ตาม นกัวิจยัตองพจิารณาความสัมพันธระหวาง
จํานวนของตัวแปรตน ประสิทธิภาพของการศึกษาและผลการศึกษาดวย ในขณะท่ีจํานวนของ      
ตัวแปรเพิ่มข้ึน จะทําใหความรูท่ีไดมากข้ึน แตกจ็ะใชเวลาเพ่ือการจําลองมากข้ึนตามไปดวย  

2.2  การเลือกแบบการทดลอง โดยท่ัวไปตัวแปรอิสระมักจะเปนตัวกาํหนด              
แบบการทดลองท่ีเหมาะสม เชน ถาจํานวนตัวแปรอิสระและระดับคาของตัวแปรนอย การใช             
แบบการทดลองแบบแฟกตอเรียลจะมีความเหมาะสมกวาแบบการทดลองอ่ืน ในการศึกษา                 
ดวยเทคนิค MC มักจะใชแบบการทดลอง โดยยดึเปาหมายและวัตถุประสงคในการศกึษาเปนหลัก 
ซ่ึงการเลือกแบบทดลองอยางระมัดระวัง จะชวยในการวางแผนการวิเคราะหผลลัพธไดอยางถูกตอง 
(Lewis, & Ovar, 1989 cited in Harwell et al., 1996) ในงานวิจยัของ Harwell & Jamoskey (1991)   
มีตัวแปรจดักระทําหรือตัวแปรตนเปน ขนาดกลุมตัวอยาง ความยาวของแบบสอบ และ                      
ความแปรปรวนของการแจกแจงคาอํานาจจําแนก ใชการออกแบบการทดลองแบบแฟกตอเรียล
ระหวางกลุมตัวอยางแบบสมบูรณ (Completely between - subjects factorial design) นอกจากนี้ 
งานวิจยัของ Yen (1987 cited in Harwel et al., 1996) ไดเปรียบเทียบการใชโปรแกรมการวิเคราะห
ขอสอบระหวางโปแกรม BILOG และโปรแกรม LOGIST โดยมีเง่ือนไขดานความยาว ของขอสอบ
และลักษณะการกระจายของคาพารามิเตอรของผูสอบ ออกแบบการทดลองแบบแฟกตอเรียล               
โดยเร่ืองของความยาวของขอสอบและลักษณะการกระจายของคาพารามิเตอรของผูสอบ                        
ไดออกแบบการทดลองแฟกตอเรียลแบบ between - subjects factor และสวนการเปรียบเทียบ
ระหวางโปรแกรมคอมพิวเตอรท้ังสองไดออกแบบการทดลองแฟกตอเรียลแบบ within - subjects 
factor 

2.3  การเลือกตัวแปรตาม ไมเพียงตองสอดคลองกับคําถามการวิจยั แตตองเลือก        
ตัวแปรตามท่ีมีความไวตอตัวแปรตน เนื่องจากการเลือกตัวแปรท่ีมีความไวและควรใชประโยชนได
ถามีการแปลงขอมูลเปนรูปแบบอ่ืน เชน การหาคา RMSE สามารถแปลงคาเพื่อใหมีการแจกแจง
แบบปกติ ทําใหสามารถนําไปสรุปอางอิงได นอกจากนี้ ถาเปนเร่ืองเกีย่วกับการศึกษาเปรียบเทียบ
วิธีการในการศึกษา IRT สามารถใชคุณลักษณะของแบบสอบ เชน ความเปนเอกมิติ การทําหนาท่ี
ตางกันของขอสอบหรือผูสอบ เปนตัวแปรตามในการศึกษาถึงผลกระทบของตัวแปรอิสระได 
สําหรับคาความสัมพันธของคาจริงกับคาท่ีประมาณได กส็ามารถใชใหเปนตัวแปรตามในการใช 
เทคนิคมอนติคารโล เนื่องจากคาสัมพันธนั้น ใชเมตริกท่ีตางกันหาความสัมพันธของตัวแปรอิสระ
และตัวแปรตามได เชน คาความสัมพันธระหวางคาพารามิเตอรท่ีประมาณกับความคลาดเคล่ือน
มาตรฐาน สวนขอเสียก็คือ ความสัมพันธเหลานี้สะทอนความสัมพันธเฉพาะอันดับของตัวแปรและ
แสดงอิทธิพลของตัวแปรตนเทานั้น เชน คาความสัมพันธระหวางคาอํานาจจําแนกที่แทจริงกับคา  
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ท่ีประมาณ มีคาเทากับ 0.9 หมายความวา โดยคาเฉล่ียของคาอํานาจจําแนกท่ีแทจริงนัน้ อาจสูงกวา
คาเฉล่ียของคาอํานาจจําแนกที่ประมาณได แตไมรับรองวาคาอํานาจจําแนกท่ีแทจริงกบัคาอํานาจ
จําแนกท่ีประมาณจะใกลเคียงกันหรือดีกวามากนอยเพยีงใด เชน 0.8 กับ 0.9 

2.4  การกําหนดจํานวนรอบ สําหรับการศึกษาดวยเทคนิค MC เปรียบเทียบไดกับ   
การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยมีเกณฑท่ีใชในการกําหนดประยกุตใชมาจากการกําหนดขนาด
กลุมตัวอยางสําหรับในการศึกษาจากขอมูลเชิงประจักษ ในการศึกษาการวิเคราะหขอสอบดวย
ทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ จํานวนรอบข้ึนอยูกับวัตถุประสงคในการศึกษา โดยพจิารณาจาก
ความตองการในลดคาความแปรปรวนของการสุมตัวอยางในการประมาณคาพารามิเตอร และ  
ความตองของการทดสอบสถิติของผลการจําลองขอมูลวาอํานาจในการตรวจสอบผลกระทบท่ี
สนใจเพียงพอหรือไม 

จํานวนรอบมีอิทธิพลโดยตรงกับความแมนยําในการประมาณคาพารามิเตอร ถากลุม
ตัวอยางขนาดใหญ (มีจํานวนรอบมาก) จะใหการประมาณคาพารามิเตอรดวยความแปรปรวนของ
การสุมตัวอยางนอย ดังนั้น ถานักวิจยัไมกาํหนดจํานวนรอบหรือกําหนดจํานวนรอบนอยจะทําให
ความแปรปรวนของการสุมมีมากเพียงพอท่ีจะใหทําใหการประมาณคาพารามิเตอรมีความลําเอียง
มาก ซ่ึงจะสงผลความเท่ียงและความนาเช่ือถือของผลการวิจยัท่ีไดตํ่า 

 เทคนิคในการลดความแปรปรวนในการประมาณคา คือ การเพิ่มจํานวนรอบ       
ซ่ึงจะทําใหไดคาท่ีคงท่ีและนาเช่ือถือไดมากกวา เนื่องจากสามารถเปรียบเทียบคาพารามิเตอร
ระหวางรอบได ขอดีอีกประการ คือ จํานวนรอบสะทอนความเบ่ียงเบนของคาประมาณ ซ่ึง              
ถาความเบ่ียงเบนระหวางเง่ือนไขมีคานอย แสดงวา ตัวแปรอิสระสงผลตอตัวแปรตามนอย          
โดยสมการในการคํานวณความเบ่ียงเบนของคาพารามิเตอรท่ีแทจริงและคาประมาณไดจาก           
คา RMSD (Root mean square deviation) หรือ RMSE (Root mean square error) มีสมการคือ 

 
∑       (69) 

 
เม่ือ 		= คาพารามิเตอรท่ีไดจาการประมาณคา 

  = คาพารามิเตอรแทจริง 
  n     = จํานวนพารามิเตอร 
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นอกจากนี้เม่ือพิจารณาความแปรปรวนของการประมาณคาจากจํานวนรอบ                    
(The variance of the estimates across replications) และฟงกชันความแปรปรวนความคลาดเคล่ือน
ของขอมูลเชิงประจักษ (Empirical error variance) มีสมการ ดังนี ้

 

∑ ∑     (70) 
 

จะเห็นวาถาคา RMSE มีคานอย แสดงวา การประมาณคามีความเท่ียงหรือมีความคงท่ี 
สวนถา RMSE มีคามาก แสดงวาการประมาณคาไมมีความเที่ยงหรือไมคงท่ี 

เม่ือพิจารณาเร่ืองจํานวนรอบกับอํานาจการทดสอบ (Power) พบวา จํานวนรอบ         
มีความสําคัญกับอํานาจการทดสอบ โดยจํานวนรอบตองมีขนาดมากพอ โดย Stone (1993; Harwell 
et al., 1996) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางจํานวนรอบกบัอํานาจการทดสอบ มีข้ันตอน ดังนี้ 
ข้ันตอนแรกใชเทคนิค MC ในการศึกษาผลของจํานวนผูสอบ N (N = 250, 500, 1000) จาํนวน
ขอสอบ (L = 10, 20, 30) และการแจกแจงของความสามารถ (D = Normal, Skewed, Platykurtic) 
ทดลองแบบแฟคตอเรียล โดยมีคา RMSE เปนตัวแปรตาม ใชโมเดล 2 พารามิเตอร เพื่อประมาณคา
อํานาจจําแนกและคาความยากแตละขอ กาํหนดให R = 10 (ขอมูล 10 ชุด) ในแตละเงื่อนไข               
แสดง RMSE ดวยกราฟ และทดสอบดวย ANOVA เพื่อตรวจสอบอิทธิพลของตัวแปรตน              
คาอิทธิพลสูงสุดแสดงดวยคา 2 (correlation ratio = 2) ซ่ึงมีความเหมาะสมเน่ืองจากสอดคลอง
กับขอตกลงเบ้ืองตนท่ีการแจกแจงตองเปนโคงปกติ 

ข้ันตอนท่ี 2 ใชคา   ท่ีไดจากขั้นตอนแรก ประมาณคาอํานาจการทดสอบของ 
ANOVA เพื่อตรวจสอบอิทธิพลท่ีเกิดจากจํานวนรอบท่ีตางกัน (R=10, 25, 50, 100) โดยใช                 
  เปนตัวประมาณขนาดอิทธิพล ดวยโปรแกรม STAT - POWER จะใชประมาณคาอํานาจ                        
การทดสอบท่ีระดับ .05 และองศาอิสระเทากับ 27 และ 2 กระบวนการนี้ทําให อํานาจการทดสอบ
ของ ANOVA F - test เปล่ียน สวนความสัมพันธระหวางจาํนวนรอบกับอํานาจการทดสอบ พบวา
อํานาจการทดสอบแปรผันตรงตามจํานวนรอบ  

อยางไรก็ตาม เม่ือจํานวนผูสอบ (N) และจํานวนขอสอบ (L) มีขนาดใหญพอ                     
อาจนอยกวา 100 รอบก็ได อาจกําหนดใหจาํนวนรอบนอยกวา 100 รอบก็ได แตอาจกําหนด            
จํานวนรอบ (R) ใหเพิ่มข้ึน เพื่อความนาเช่ือถือของการศึกษา  

จะเห็นไดวาจํานวนรอบมีความจําเปนตอความเท่ียงในการตรวจสอบผลกระทบ               
ของผลการจําลองขอมูลมากในงานวิจยัท่ีมีลักษณะ ดังนี ้

1. งานวิจยัท่ีสนใจลักษณะการกระจายของการสุมตัวอยางจากขอมูลเชิงประจักษ 
เชน งานวิจัยท่ีตองการตรวจสอบคุณสมบัติของคาสถิติหรือทดสอบนยัสําคัญทางสถิติ  
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2. งานวิจยัท่ีศึกษาคากลางของการวิจยัระดับขอสอบท่ีมีคาความแปรปรวนของ            
กลุมตัวอยางมาก  

3. งานวิจยัท่ีมีเปาหมายในการศึกษาผลกระทบท่ีของบริบทท่ีซับซอน เชน 
ผลกระทบท่ีเกดิข้ึนจากปฏิสัมพันธกับอิทธิพลหลัก  

4. การวิเคราะหดวยทฤษฎีการตอบสนองควรในการจําลองขอมูล ควรมี                          
คาไมตํ่ากวา 25 รอบ  

3. การเลือกใชโปรแกรมในการจําลองขอมูลและการประมาณคาพารามิเตอร อาจใช
โปรแกรมหลายโปรแกรมในการจําลองขอมูลและวิเคราะหผลลัพธก็ได ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี ้

3.1   จําลองคําตอบ เร่ิมจากกําหนดคาเร่ิมตน (Seed) ใหกับตัวเลขสุม ซ่ึงจะแปลงเปน
คาความนาจะเปนในการตอบคําถามไดถูกตอง  

3.2   ตัวเลือกคาเร่ิมตน ซ่ึงผูวิจัยกําหนดคาเร่ิมตนไดเอง โดยใชเติมในชองวาง 
(Prompted) ซ่ึงมีประโยชน คือ งายตอการจําลองคําตอบในขอตอ ๆ ไป และเปนคาท่ีสัมพันธกับ
ความคลาดเคล่ือนในการสุม ซ่ึงหลีกเล่ียงไดยากในการจําลองขอมูล เทคนิคอยางหนึ่งท่ีจะลด   
ความแปรผัน คือ ใชพารามิเตอรขอสอบและคาเร่ิมตนรวมกันทุกคร้ัง เม่ือมีการจําลองขอมูล เชน 
การจําลองขอสอบ 20 ขอและ 30 ขอ คาเร่ิมตนท่ีใชในการจําลองขอมูล 20 ขอ ควรจะเปนคาเร่ิมตน
เดียวกันกับเม่ือจําลองขอมูล 30 ขอ เทคนิคอีกประการหนึ่ง คือ การจําลองประชากรขอมูลคําตอบ
จํานวนมาก แลวสุมคําตอบมาจากประชากรท่ีจําลองข้ึนนั้นหลาย ๆ รอบมากกวาการใช  คาเร่ิมตน
หลายตัว เพื่อจะจําลองชุดขอมูลใหไดตามตองการ การใชโมเดลพารามิเตอรท่ีตางกนัในการจําลอง
ขอสอบ 20 ขอ 30 ขอ รวมท้ังคาเร่ิมตนท่ีตางกันจะทําใหคําตอบมีความเปนอิสระแกกันมากข้ึน    
แตอาจจะเกดิความคลาดเคลื่อนมากกวาเม่ือเทียบกับการใชโมเดลพารามิเตอรและคาเร่ิมตน             
แบบเดยีวกัน วิธีท่ีควรใชคือ การจําลองขอมูลทุกชุดควรใชโมเดลพารามิเตอรตางกัน แตใชคา
เร่ิมตนรวมกนั ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจยัใชคาเร่ิมตน (Seed) จากตารางสุมโดยดาวนโหลดไดท่ี
เว็บไซต http://www.rand.org 

3.3 การจําลองตัวเลขสุม จะใชตัวเลขสุมท่ีมีการแจกแจงแบบยูนิฟอรม (Uniform 
distribution) เปนสวนใหญและใชวิธีการจาํลองขอมูลแบบ Congruential generators ซ่ึงเปนวิธี       
ท่ีใชโมเดลพีชคณิตในการจําลองตัวเลขท่ีสุมข้ึนมากับตัวเลขสุมท่ีผานมา ตัวเลขสุมจะเร่ิมจํานวน
จาก 0....m ซ่ึงจะสุมโดยโปรแกรม โดยจะวิ่งเปนวงจรท่ีเรียกวา “ความยาวรอบ” (Period)                   
เม่ือครบรอบก็จะวนกลับมาใชเลขเดิมอีก จากการศึกษาท่ีผานมา พบวา วิธีนี้มีโอกาสเกิดขอมูลซํ้า 
เม่ือมีชวงความยาวรอบมากขึ้น การแจกแจงปกติมาตรฐานจะใชมากในการใชเทคนคิ MC             
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โดยการแปลงขอมูลจาก Uniform(0, 1) เปน Normal ~ N(0, 1) วิธีท่ีใชแปลงคือ วิธีของ                      
Box - Muller และ Marsaglia 

หลักในการเลือกโปรแกรมเพื่อใชในการจาํลองขอมูล ประกอบดวย 4 อยาง คือ 
วิธีการควรงายตอการทําความเขาใจและเขียนโปรแกรม โปรแกรมควรมีความกะทัดรัด                       
รหัสปลายทางควรมีความสมเหตุสมผล (0, 1) และข้ันตอนการคํานวณ ควรใชตัวเลขสุมเทียม 
(Pseudorandom numbers) (Ripley, 1987) 

3.4  การแปลงตัวเลขสุมเปนคําตอบ เร่ิมจากสุมคาจากการแจกแจง (โดยมากเปน            
การแจงแจงแบบปกติ) เพื่อใหได N (จาํนวนผูสอบ)  และ  (ความสามารถ) และเปนโมเดล IRT 
แบบเอกมิติหรือจากการแจกแจงปกติหลายตัวแปรท่ีมีคาความสัมพันธระหวางตัวแปร เชน                   
สุมความนาจะเปนของคําตอบท่ีตอบแบบ (0, 1) จะไดจากสมการ ดังนี ้

 

      (71) 

 
คาความนาจะเปนของการตอบ (p) จะแปลงไปเปนคําตอบ 0, 1 โดยเปรียบเทียบ           

คาความนาจะเปนจากการสุมการแจกแจงแบบยูนิฟอรม (u) ถา (p - u) > 0 ใหเปน 1 (ตอบถูก) และ
ถา (p - u) < 0 ใหเปน 0 (ตอบผิด) ในกรณีเปนคําตอบหลายคา ถาตัวเลขสุมตกอยูในชวงใด                  
ก็เปนคําตอบ K และ K + 1 โดยทําซํ้าดวยตัวเลขสุมท่ีแตกตางกันในแตละขอและผูสอบท้ังหมด 

3.5  การประมาณคาพารามิเตอรในโมเดล อาจใชโปรแกรมสําเร็จรูป เชน BILOG 
หรือ MULTILOG หรือสรางโปรแกรมเอง โดยกําหนดคาเร่ิมตน (Starting value) และแกปญหา  
การไมลูเขา (Non - convergent solutions) ซ่ึงหากพบวาการประมาณคาไมลูเขา จะสามารถ
ดําเนินการ 3 ทางเลือก โดยทางเลือกท่ี 1 คือ ไมสนใจการไมลูเขานั้น แลวใชคาประมาณจากจํานวน
คร้ังของการคํานวณซํ้าท่ีมากท่ีสุด ทางเลือกท่ีสอง แยกการประมาณคาของคาสถิติ สรุปรวม ไดแก 
RMSDs และทางเลือกท่ีสามใชวิธีการคํานวณอ่ืน ๆ เชน วิธีของเบส (Bayesian) เพื่อบังคับ
คาพารามิเตอร โดยควรคํานึงถึงคาพารามิเตอรท่ีประมาณคากับคาพารามิเตอรท่ีแทจริงใหมีคา
ใกลเคียงกันดวย มิฉะนั้นแลว คาท่ีไดจะเปนคาท่ีลําเอียง 

ปญหาสําคัญของการกําหนดคาเร่ิมตนและการแกปญหาการไมลูเขา มักพบในขอมูล
ท่ีมีจํานวนนอย (N = 200, 40 ขอ) และในโมเดล IRT ท่ีซับซอนมากข้ึน ซ่ึงแกไดโดยใชประมาณคา
ดวยวิธีการของเบส (Bayesian) ซ่ึงมีความเกี่ยวของกับการแจกแจงของขอมูลและการแจกแจงของ
คาพารามิเตอร 
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4. วิเคราะหผลจากการจําลองขอมูล การวิเคราะหผลจะอยูบนพื้นฐานของคําถามวิจัย 
การออกแบบการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ กระบวนการวิเคราะห โดยปกติการวเิคราะหผล 
ประกอบดวย การใชตารางสรุปผลรวม สถิติเชิงบรรยายเบื้องตนหรือการนําเสนอดวยกราฟแผนภมิู 
การดูผลกระทบจากตัวแปรอิสระ อาจตองใชสถิติเชิงอางอิง ปญหาของการวิเคราะห คือการมีคา
ตาง ๆ กันจํานวนมาก เม่ือตองการรายงานผล Harwell (1991 cited in Harwell et al., 1996) เสนอวา 
ควรใชท้ังเชิงบรรยายและเชิงอางอิง เพื่อเพิ่มโอกาสในการตรวจสอบขอมูล ซ่ึงจะทําใหมีความ
เช่ือม่ันมากข้ึน  

 การวิเคราะหผลดวยการใชสถิติเชิงสรุปอางอิงสามารถใชไดหลายวิธี แตมักเปน
การวิเคราะหถดถอยพหุคูณและการวิเคราะหความแปรปรวน ถาตัวแปรตนเปนตัวแปรระดับนาม
บัญญัติ การวิเคราะหความแปรปรวนจะดกีวา แตถาเปนตัวแปรระดับชวงช้ัน การใชการวิเคราะห
ถดถอยพหุคูณจะดีกวา แตสวนใหญแลวในทฤษฎีการตอบสนองขอสอบจะใช การวเิคราะหถดถอย
พหุคูณ เนื่องจากตัวแปรสวนใหญจะเปนระดับชวงช้ัน หรืออัตราสวน  
 ขอควรระวังในการประยุกตใชเทคนิค MC สําหรับการวิเคราะหขอสอบ 
 ปจจุบันมีการประยุกตใชทคนิคมอนติคารโลสําหรับการวิเคราะหขอสอบกันอยาง
แพรหลาย โดยต้ังแตป 1981 ถึง ป 1991 มีงานวิจยัท่ีลงตีพิมพในวารสาร Psychometrika และ JEM 
(Journal of measurement) ซ่ึงเปนวารสารท่ีมีช่ือเสียงสําหรับการวิจยัทางดานวดัและประเมินผล    
26 เร่ือง (Harwell et al., 1996) บางเร่ืองมีการประยกุตใชเทคนิค MC บางสวน ขณะท่ีบางเร่ืองใช
เทคนิค MC ท้ังหมด นอกจากนี้ งานวิจยันัน้มักขาดขอมูลในการสนับสนุนอยางเพยีงพอ เชน 
งานวิจยั 16 เร่ือง (รอยละ 61.5) ไมมีการกําหนดจํานวนรอบในการศึกษาซ่ึงทําใหผลการวิเคราะห
เกิดความคลาดเคล่ือน และงานวิจยัจํานวน 20 เร่ือง (รอยละ 76.9) ขาดหลักฐานในการแจงแจง
ความสามารถและคาพารามิเตอรของขอสอบท่ีตรงกับสภาพความจริง  สงผลใหงานวิจัยขาดความ
ตรงภายนอก ดังนั้น Harwell et al. (1996) จึงเสนอขอควรระวัง สําหรับงานวิจยัท่ีจะใชการวิเคราะห
ขอสอบดวยการใชเทคนิค MC ท่ีสําคัญกอนตัดสินใจใชเทคนิคมอนติคารโลสําหรับการวิเคราะห
ขอสอบ สรุปไดดังนี้ (Harwell et al., 1996) 

1. ปญหาการวจิัยสามารถแกไดดวยการวิเคราะหดวยเทคนิค MC จริงหรือไม 
2. การศึกษาในประเดน็นั้นสามารถขยายองคความรูเดมิไดหรือไม 
3. การออกแบบงานวิจยัเหมาะท่ีจะใชเทคนิค MC ในการศึกษาหรือไม 
4. การวิเคราะหขอมูลควรจะนําโปรแกรมท่ีมีอยูเดิมมาใชหรือปรับปรุงโปรแกรมใหม

เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพปญหาการวิจยัของเราหรือไม 
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5. ผลลัพธในการวิเคราะหขอมูลในงานวจิยัข้ึนอยูกับคาเร่ิมตนสําหรับวิธีการประมาณ
คาพารามิเตอรหรือไม 

6. ขอตกลงเบ้ืองตนของการแจกแจงลักษณะตัวแปรตนและคาตางๆ ท่ีกําหนดใน        
การจําลองขอมูลตรงกับสภาพความเปนจริงหรือไม 

ขอดีและขอจํากัดของการศึกษาโดยใชขอมูลจําลอง 
สวนใหญงานวิจัยท่ีเหมาะกับการใชขอมูลจําลองเปนการศึกษาสถานการณท่ีตองการ

ตรวจสอบการแจกแจงทางสถิติ การเปรียบเทียบตัวประมาณคาท่ีเก็บขอมูลไดยาก การศึกษา           
ความแกรงของสถิติ การเปรียบเทียบข้ันตอนการคํานวณของฟงกชัน หรือการประเมินข้ันตอน          
ในการคํานวณ (Harwell et al., 1996) โดยการใชขอมูลจําลองในการศึกษามีขอดี ดังนี ้

1. การจําลองขอมูลสามารถสรางขอมูลท่ีมีเง่ือนไขตาง ๆ ท่ีมีความซับซอน หรือ                 
การเก็บรวมขอมูลจริงทําไดยากและมีจํานวนขอมูลนอย ซ่ึงนํามาวิเคราะหสถิติในบางประเภท
ไมได 

2. การจําลองขอมูลสามารถกําหนดและจัดกระทําคาพารามิเตอร ซ่ึงนําไปใชศึกษาปจจัย
ท่ีสงผลตอองคประกอบตาง ๆ ได และคาใชจายนอยกวาการเก็บขอมูลจริง 

3. การจําลองขอมูลสามารถกําหนดระยะเวลาท่ีแนนอนในการดําเนินการทดลองได  
เหมาะสําหรับงานวิจยัท่ีตองการใชผลการวิเคราะหรวดเร็ว 

4. การจําลองขอมูลสามารถทําการสุมและสรางตัวแปรเทียมสําหรับใชในตัวแบบได
โดยตรง ซ่ึงในการเก็บรวบรวมดวยขอมูลจริงบางคร้ัง บางสถานการณไมสามารถกระทําไดโดยตรง 

สวนขอจํากดัของการศึกษาโดยการใชขอมูลจําลอง สรุปไดดังนี ้
1. บางคร้ังผลท่ีไดจากการการจําลองขอมูล อาจไมครอบคลุมทุกกรณเีหมือนกับ

สถานการณท่ีเกิดข้ึนจริง 
2. การวิจยับางประเภทมีกระบวนการในการสรางตัวแบบที่ทําไดยาก 
3. การนําผลจากการจําลองขอมูลไปใช ตองพิจารณาเง่ือนไขท่ีศึกษาวาสอดคลองกบั

สภาพจริงหรือไม 
4. ผลการจําลองขอมูลนั้นข้ึนอยูกับจํานวนรอบและความถูกตองของตัวเลขท่ีจําลองได

ดังนั้น คุณธรรมของนักวจิัยท่ีจําลองขอมูลจงึเปนเร่ืองท่ีสําคัญ ซ่ึงยากตอการประเมิน 
5. หากเลือกใชวิธีการที่ไมเหมาะสมสําหรับจําลองขอมูล อาจทําใหผลสรุปในงานวจิัย

ผิดพลาดและอาจไมสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง 
 ดังนั้น สําหรับการศึกษาดวยการจําลองขอมูล จึงตองพิจารณาดวยงานวิจัยท่ีศึกษา      

มีลักษณะอยางไร เหมาะสมหรือไม หรือควรจะใชขอมูลจริง การวิจยัท่ีใชขอมูลจําลอง จึงควรเปน
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งานวิจยัท่ีมีความสลับซับซอน ไมสามารถไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลจริง (Stone, 1993 cited in 
Harwell et al., 1996) 
 การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุม 
 การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุมมีหลายประเภท แตผูวจิัยจะนําเสนอเฉพาะ          
ท่ีมีความเกีย่วของกับสําหรับการศึกษาในคร้ังนี้ ไดแก การแจกแจงแบบยูนิฟอรม (Uniform 
distribution) การแจกแจงแบบปกติ (Normal distribution) และการแจกแจงแบบ Skew - normal 
(Skew - normal distribution) มีรายละเอียดเกี่ยวกับการแจกแจงดังนี ้ 

1. การแจกแจงแบบยูนิฟอรม (Uniform distribution)  
การแจกแจงแบบยูนิฟอรมมีลักษณะการแจกแจงท่ีมีคาไดทุกคาจริงในชวง [a, b],        

- < a,b <  ดวยความนาจะเปนเทา ๆ กัน โดยสามารถเขียนแทนดวยสัญลักษณ X ~ U(a, b)  
โดยมีฟงกชันความนาจะเปนดังนี ้(Berenson, Levine & Krehbiel, 2012) 

 

		
					เม่ือ					 	 	 	 	 	

			0												เม่ือ				 	และ	
	    (72) 

 
โดยท่ี   b = คาสูงสุด และ a = คาตํ่าสุด 
 
การแจกแจงแบบยูนิฟอรมจะมีคาเฉล่ีย (Mean) ของ X เทากับ 

 

 						        (73) 
 

การแจกแจงแบบยูนิฟอรมจะมีคาความแปรปรวน (Variance) ของ X คือ 
 

        (74) 
 

การแจกแจงแบบยูนิฟอรมมีคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของ X คือ 
 

        (75) 
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การแจกแจงแบบยูนิฟอรม สามารถแสดงตัวอยางกราฟของฟงกชันการแจกแจง          
แบบยูนฟิอรม สําหรับคาพารามิเตอรบางคาไดดังนี ้

 
 

ภาพท่ี 2 - 6  PDF ของการแจกแจงแบบยนูิฟอรมดวยคา  a = 0.5 และ b = 2.5 
 

2. การแจกแจงแบบปกติ (Normal distribution) 
การแจกแจงแบบปกติ (Normal distribution) บางคร้ังเรียกวา Gaussian distribution    

มีลักษณะเปนรูประฆัง (Classic bell shape) เปนการแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุม               
ท่ีสวนมากจะมีคาใกลเคียงคาเฉล่ียของตัวแปรเหลานั้น จะมีคาของตัวแปรท่ีมากกวาหรือนอยกวา
คาเฉล่ียเปนสวนนอย โดยมีลักษณะท่ีสําคัญ คือ มีความสมมาตร (Symmetrical) มีคาเฉล่ีย (Mean) 
และคามัธยฐาน (Median) เทากัน มีคาไดในชวงไมจํากดั (Infinite range) หรือ - < X <       
เขียนแทนดวยสัญลักษณ X ~ N(, 2) โดยมีฟงกชันความนาจะเปนดังนี ้(Berenson et al., 2012) 

 

√

/      (76) 
 
โดยท่ี   e = เปนคาคงท่ีประมาณ 2.71828 
    = เปนคาคงท่ีประมาณ 3.14159 
    = คาเฉล่ีย 
    = คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
   X = คาใด ๆ ของตัวแปรตอเนื่อง (Continuous variable)  
   ท่ีอยูในชวง - < X <  
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การแจกแจงแบบปกติมีคาเฉล่ียเทากับ  และมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ  
สามารถแสดงตัวอยางกราฟของฟงกชันการแจกแจงปกติ สําหรับคาพารามิเตอรบางคา ดังนี ้

 

 
 

ภาพท่ี 2 - 7  PDF ของการแจกแจงแบบปกติดวยคา   = 0 และ  = 1 
 

3. การแจกแจงแบบ Skew - normal (Skew - normal distribution) 
การแจกแจงแบบ Skew - normal เปนสวนขยายจากการแจกแจงแบบปกติ                            

มีลักษณะเบ โดยมีฟงกชันความนาจะเปนดังนี ้(Azzalini, 2014; Figueiredo & Gomes, 2013) 
       

2          (77) 
 
โดยท่ี   X   =   เปนตัวแปรสุมตอเนื่อง, - < x <  
     =  คาคงท่ี 

 exp	 √2    

   t dt





 

 
กําหนด Location parameter และ Scale parameter ให Z เปนตัวแปรสุมดวยฟงกชัน

ความนาจะเปนดังกลาวแลว จะได 
 
 



 
91 

	 	 										  ∈ , ∈       (78) 
 

  เรียกตัวแปร Skew - normal (SN) ท่ีมีพารามิเตอร ไดแก Location parameter (), 
Scale parameter () และ Slant parameter () มีฟงกชันความหนาแนน ท่ี ∈  เปน 

 
    

;     (79) 
 
โดยท่ี  Y ~ SN(,2, ) เม่ือ 2 เทียบไดกับ N(, 2) ซ่ึงเม่ือ  = 0 จะทําใหการ

เบหายไป หรือเปนการแจกแจงแบบปกตินั่นเอง เม่ือคาสัมบูรณของ  เพิ่มข้ึน จะทําใหความเบ
เพิ่มข้ึน และเม่ือ  เขาสูคานิรันดร ( )  ความหนาแนนจะลูเขา Half - normal (Folded 
normal) density function ถาเคร่ืองหมายของ  เปล่ียน กราฟจะกลับในทางตรงขาม 

การแจกแจงแบบ Skew - normal จะมีคาเฉล่ีย (Mean) ของ Y เทากับ 
 

	 2/   เม่ือ   
√

    (80) 
 
การแจกแจงแบบ Skew - normal จะมีคาความแปรปรวน (Variance) ของ Y เทากับ 
 
var 1 2 /        (81) 
 
การแจกแจงแบบ Skew - normal จะมีความเบ (Skewness) ของ Y เทากับ 
 

γ /        (82) 

 
การแจกแจงแบบ Skew - normal จะมีความโดง (Kurtosis) ของ Y เทากับ 
 

γ /        (83) 
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 และสามารถแสดงตัวอยางกราฟของฟงกชันความหนาแนนของความนาจะเปน 
(Probability density function: PDF) ของการแจกแจงแบบ Skew - normal สําหรับคาพารามิเตอร
บางคาได ดังนี ้

(a)   = -0.5,  = 1,  = 3 (b)   = 0.5,  = 1,  = -3 
 
ภาพท่ี 2 - 8  PDF ของการแจกแจงแบบ Skew - normal (a) เบขวา และ (b) เบซาย 
 
 ซ่ึงในการวจิัยคร้ังนี้ ใชการจาํลองขอมูลจากการแจกแจงขอมูลใน 3 รูปแบบ ไดแก     
การแจกแจงแบบยูนิฟอรม การแจกแจงแบบปกติ และการแจกแจงแบบ Skew - normal โดยใช
โปรแกรม R สวน Model ในการประมาณคาสวนท่ีมีการเรียกใชโปรแกรม WinBUGS ในสวนท่ี
เปน Prior distribution ของพารามิเตอรเปนการแจกแจงแบบปกติ 
 

ตอนท่ี 5 การกําหนดเง่ือนไขสําหรับการจําลองขอมลู 
 เนื่องจากการสรางเคร่ืองมือเพื่อเก็บขอมูลใหไดตามเง่ือนไขท่ีตองการศึกษานัน้ทําไดยาก 
ดังนั้น การศึกษาคร้ังนี้จึงใชการศึกษาจากขอมูลจําลอง ซ่ึงมีรายละเอียดของประเด็นท่ีศึกษา ดังนี ้
 การกําหนดจํานวนและขนาดของเทสตเลท 
 การกําหนดจํานวนเทสตเลท จํานวนขอสอบใน 1 เทสตเลทในแบบสอบ พิจารณาจาก 
Zhang (2010) ไดสรุปขอมูลงานวิจยัเกีย่วกบัเทสตเลทในฐานขอมูลของ EBSCO และ PsychInfo 
ระหวางป ค.ศ. 1989 - 2009 ในประเด็นขนาดของเทสตเลท พบวา ในจํานวน 45 บทความท่ี
เกี่ยวของ  กับเทสตเลทมี 4 บทความท่ีศึกษาเทสตเลทขนาดเล็ก (ขนาดนอยกวา 5 ขอตอเทสตเลท)                         
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ท่ีเหลือ 41 บทความ ศึกษาขนาดของเทสตเลทหลายขนาดผสมกัน (ขนาดเล็กและใหญ) โดยมี
รายละเอียดดังตารางท่ี 2 - 7 

 
ตารางท่ี 2 - 7 ขนาดของเทสตเลทจากบทความในฐานขอมูลของ EBSCO และ PsychInfo ระหวางป 

ค.ศ. 1989 - 2009 (Zhang, 2010) 
 
จํานวนขอใน 1 เทสตเลท (m) จํานวนบทความ รอยละ 

m < 5 16 25.40 
5 < m < 10 35 55.56 
11 < m < 15 6 9.52 
16 < m < 20 2 3.17 
21 < m < 25 3 4.76 

m > 25 1 1.59 
 
 จากตารางท่ี 2 - 7 จะเห็นวางานวิจยัสวนใหญรอยละ 55.56 ใชขนาดของเทสตเลทเปน   
5 - 10 ขอ ประกอบกับ Chen (2010) พบวา งานวิจยัท่ีผานมาเก่ียวกับทฤษฏีการตอบสนองขอสอบ  
ท่ีมีลักษณะเทสตเลท สวนมากทําการศึกษาจํานวนขอสอบใน 1 เทสตเลทอยูระหวาง 2 ถึง 25 ขอ 
ตอ 1 เทสตเลท ซ่ึงเฉล่ียแลวใชจํานวนขอสอบ 10 ขอตอ 1 เทสตเลท และเพื่อใหสอดคลองกับ
การศึกษาเง่ือนไข อิทธิพลของเทสตเลท ซ่ึงงานวิจยัตาง ๆ ไดกําหนดใหแบบสอบมี 4 เทสตเลท 
(Wainer et al., 2007; Jiao et al., 2013) ดังนั้น ในการศึกษาคร้ังนี้ จึงกําหนดความยาวแบบสอบเปน 
40 ขอ ประกอบดวย 4 เทสตเลท โดยแตละเทสตเลทมี 10 ขอ ใชโมเดลแบบ 2 พารามิเตอร                
(ความยากและอํานาจจําแนก) เหมือนกันทุกเง่ือนไข  
 การกําหนดรูปแบบและการแจกแจงของพารามิเตอรท่ีใชในการจําลองขอมูล 

สําหรับการกําหนดรูปแบบและการแจกแจงของพารามิเตอรเพื่อสําหรับใชในการจําลอง
ขอมูล นั้น ผูวจิัยไดศึกษาการกําหนดคาพารามิเตอรและการแจกแจงโดยผูวจิัยไดสรุปรูปแบบและ
การแจกแจงของพารามิเตอรของขอสอบท่ีใชในการจําลองขอมูล  ไดดังตารางท่ี 2 - 8 
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ตารางท่ี 2 - 8  รูปแบบและการแจกแจงของพารามิเตอรของขอสอบท่ีใชในการจําลองขอมูลของ
งานวิจยัท่ีผานมา 

 

การศึกษา อํานาจจําแนก 
(aj) 

ความยาก  
(bj) 

จํานวน
พารามิเตอร
ท่ีศึกษา 

ประเด็นท่ีศึกษา 

Rousos & Stout (1996) 1.32 0.03 3PL ผลของกลุมตัวอยางขนาด
เล็กที่มีตอการตรวจสอบ 
DIF ระหวางวิธี SIBTEST 
และ MH 

 0.4, 1.0, 2.5 -1.5, -0.5, 0, 0.5, 1.5 3PL 

Bradlow et al. (1999) N(0.8, 0.22) N(0, 1) 2PL ใชวิธี Bayessian ในการ
ประมาณคาพารามิเตอร
ขอมูลแบบ Testlet (ให
อิทธิพล Testlet เปน 
Random effect) 

Wang et al. (2002) N(1.5, 0.452)  
ใชคาเริ่มที่ 0.3 

N(0, 1) 3PL ใชวิธี Bayessian ในการ
ประมาณคาพารามิเตอร
ขอมูลแบบ Testlet 

Glas & Meijer (2003) LN(0, 0.5) N(0, 0.5) 3PL ใชวิธี Bayessian ในการ
ประมาณคาพารามิเตอร
ของ IRT 

 0.5, 1.0, 1.5 bj =-2.00 + 0.40(j - 
1),      
        j = ขอที่ j 

3PL 

Li et al. (2006) N(0.8, 0.22) N(0, 1) ชวง [-3, 3] 2PL เปรียบโมเดลสําหรับ
ประมาณคาพารามิเตอร
ขอมูลแบบ Testlet 4 โมเดล 

 N(0.8, 0.22) N(0, 1) ชวง [-3, 3] 2PL 
 1.2 N(0, 1) ชวง [-3, 3] 2PL 
 N(0.8, 0.22) N(0, 1) ชวง [-3, 3] 2PL 
Chaimongkol  et al. 
(2007) 

0.2, -0.2, 0.5, 0.8, -
0.5, 0, 0.8 

- 1PL ศึกษา DIF โดยใช 
Multilevel logistic 
regression model 3 ระดับ
โดยใช WinBUGS 
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ตารางท่ี 2 - 8 (ตอ) 

การศึกษา อํานาจจําแนก 
(aj) 

ความยาก  
(bj) 

จํานวน
พารามิเตอร
ท่ีศึกษา 

ประเด็นท่ีศึกษา 

Soares, Gonçalves, & 
Gamerman (2009) 

LN(0.2, 0.3) LN(0.2, 0.3) 3PL ประยุกต Bayessian ใน   
การวิเคราะห DIF ของ IRT  

Fukuhara & Kamata 
(2011) 

0.8 -1.5, -1.0, -0.5, 0, 0.5, 
1.0, 1.5 

2PL การใชวิธี Bi - factor MIRT 
ในการตรวจสอบ DIF 

 2 -1.5, -1.0, -0.5, 0, 0.5, 
1.0, 1.5 

2PL 

Huggins (2014) unif(0.55,1.36) N(-0.25, 0.65) 3PL อิทธิพลของ DIF ใน
ขอสอบ Anchor ที่มีตอ
ความไมแปรเปล่ียนของ
ประชากรในการ Equating 

หมายเหตุ N หมายถึง การแจกแจงแบบปกติ (Normal) LN หมายถึง การแจกแจงแบบ Log-normal และ 
 unif หมายถึง การแจกแจงแบบ Uniform 

 
 จากตารางท่ี 2 - 8 พบวา มีการกําหนดพารามิเตอรของขอสอบท่ีใชในการจําลองขอมูล    
2 ลักษณะ ไดแก กําหนดเปนคาคงท่ีและกาํหนดเปนการแจกแจง โดยในการกําหนดใหมี                     
การแจกแจงเปน 3 รูปแบบ ไดแก การแจกแจงแบบปกติ (Normal) การแจกแจงแบบ Log - normal 
และการแจกแจงแบบ Uniform ซ่ึงผูวิจัยกําหนดรูปแบบและการแจกแจงของพารามิเตอร                      
ของขอสอบท่ีใชในการจําลองขอมูลโดยมีรายละเอียด ดงันี้ 
 พารามิเตอรอํานาจจําแนก (a) แมทางทฤษฎีจะมีคาระหวาง (-, ) แตคาอํานาจจําแนก
ควรมีคาเปนบวก ซ่ึงตามปกติมีคาไมเกิน +2.5 ในทางปฏิบัตินิยมใชขอสอบท่ีมีคาระหวาง +0.5    
ถึง +2.5 (ศิริชัย กาญจนาวสี, 2550) อยางไรก็ตาม การกําหนดใหเปนการแจกแจงแบบปกติ ตอง
จํากัดขอบเขตที่เปนคาบวกเปนตนไปดวย สวนหากการแจกแจงแบบ Log - normal แมจะใหคาเปน
บวกเสมอ แตคาท่ีไดอาจเปนคาท่ีไมไดอยูในชวงท่ีตองการ (เชน มีคามากเกินไป) ดังนั้น ผูวิจยัจึง
เลือกกําหนดพารามิเตอรอํานาจจําแนก (aj) ใหมีการแจกแจงแบบ uniform ซ่ึงเปนการแจกแจงที่มี
โอกาสการเกิดของตัวแปรสุมเทากันตลอดชวงท่ีเปนไปไดของตัวแปรสุมจากคาตํ่าสุด (a) ไปถึง
คาสูงสุด (b) ทําใหคาท่ีไดจะมีคาอยูภายในชวงท่ีกําหนด โดยใหคาตํ่าสุด = 0.5 และคาสูงสุด = 2.5 
เพื่อใหอยูชวงท่ีนิยมใชขอสอบในทางปฏิบัติ หรือเขียนแทนดวย aj  unif(0.5, 2.5) 
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 พารามิเตอรความยาก (bj) ผูวิจัยเลือกกําหนดรูปแบบตามท่ีงานวิจยัสวนใหญเลือกใช            
นั่นคือ การแจกแจงแบบปกติท่ีมีคาเฉล่ียเปน 0 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเปน 1 หรือเขียนแทน
ดวย  bj  N(0, 1) 
 การกําหนดรูปแบบของเงื่อนไขสําหรับการจําลองขอมูล 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยมีจุดประสงคหลัก คือ เปรียบเทียบวิธีท่ีใชในการประมาณ
คาพารามิเตอร และวิธีท่ีใชในการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ เม่ือขอมูลมีลักษณะ
ของอิทธิพลของเทสตเลท การแจกแจงความสามารถ จํานวนขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกนัในแบบสอบ
และอัตราสวนกลุมอางอิงตอกลุมเปรียบเทียบท่ีแตกตางกนั ซ่ึงอธิบายได ดังนี ้

1. อิทธิพลของเทสตเลท (Testlet Effect:	 )  
Wainer et al. (2000) เปรียบเทียบวิธีท่ีใชในการการประมาณคาพารามิเตอร ไดแก                 

วิธีแมกซิมัมไลคลิฮูด (Maximum likelihood: ML) และวิธีเบสโดยใชเทคนิคมารคอพเชนมอนติคาร
โล (Markov chain monte carlo: MCMC) ของขอสอบลักษณะเทสตเลท โดยใชโมเดลแบบ            
3 พารามิเตอร ทําการจําลองขอมูล 3 ลักษณะ ไดแก 1) ขอมูลท่ีไมมีอิทธิพลของเทสตเลท 2) ขอมูล
ท่ีทุกอิทธิพลของเทสตเลทมีคาอิทธิพลของเทสตเลทเทากัน คือ 0.8 และ 3) ขอมูลท่ีแตละเทสตเลท
มีคาอิทธิพลของเทสตเลทไมเทากัน (0.25, 0.5, 1 และ 2) พบวา ทุกวิธีการประมาณคาพารามิเตอร 
ใหความสัมพนัธระหวางคาจริง (True simulated values) และคาท่ีคํานวณ (Estimates simulated 
values) ระดับสูงมาก สําหรับพารามิเตอรความยากและความสามารถ (b, )  ระดับสูง สําหรับ
พารามิเตอรอํานาจจําแนก (a) และระดับปานกลางสําหรับพารามิเตอรการเดา (c) หมายถึง มีความ
ผิดพลาดเชิงระบบ (Systematic bias) ในการทํานาย  อยางไรก็ตาม ในการใชงานแบบสอบ
โดยท่ัวไป ขอสอบมักไมไดอยูในรูปของอิทธิพลของเทสตเลททุกขอ และอาจจะไมไดมีคาของ
อิทธิพลของเทสตเลทเทากันทุกเทสตเลท เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณจริงมากข้ึน ผูวิจยั             
จึงศึกษาขอสอบท่ีมีลักษณะของเทสตเลทผสมกับขอสอบท่ีมีความเปนอิสระหรือไมขัดแยงกับ
ขอตกลงเบ้ืองตน (Independent) ดวย โดยกําหนดอิทธิพลของเทสตเลทตามการกําหนดของ                 
Jiao et al. (2013) ซ่ึงกําหนดระดับของอิทธิพลของเทสตเลทเปนไมมีอิทธิพลของเทสตเลท                
ระดับเล็ก ปานกลาง และระดับใหญ หรือใหคาอิทธิพลของเทสตเลท เปน 0, 0.25, 0.5625 และ 1 
ตามลําดับ ซ่ึงเม่ืออิทธิพลของเทสตเลทมีคาเทากับศูนย หมายถึง ไมมีอิทธิพลของเทสตเลทหรือ
ขอสอบมีความเปนอิสระน่ันเอง ดังนัน้ ผูวิจัยจึงศึกษาอิทธิพลของเทสตเลท ซ่ึงประกอบดวย            
3 เง่ือนไข ไดแก 

1.1   แบบสอบท่ีมี 4 เทสตเลทและมีคาอิทธิพลของเทสตเลทเทากันทุกเทสตเลท 
(Equal effect) นั่นคือ กําหนดใหอิทธิพลของเทสตเลทมีคาเทากับ 0.8 
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1.2   แบบสอบท่ีมี 4 เทสตเลทและแตละเทสตเลทมีคาอิทธิพลของเทสตเลทไมเทากัน 
(Unequal effect) โดยกาํหนดใหอิทธิพลของเทสตเลทมีคาเปน 0.25, 0.5, 1 และ 2 ตามลําดับ 

1.3   แบบสอบประกอบดวยขอสอบท่ีเปนอิสระ (independent) และเทสตเลท
(Unequal effect แบบ Independent + Testlet) โดยกาํหนดใหอิทธิพลของเทสตเลทมีคาเปน 0, 0.25, 
0.56 และ 1 ตามลําดับ ซ่ึงอิทธิพลของเทสตเลทมีคาเทากับศูนย หมายถึง ขอสอบเปนอิสระตอกัน 

2. การแจกแจงของความสามารถ (การแจกแจง i)  
การวิจยัคร้ังนี้ จําลองขอมูลดวยการแจกแจงความสามารถของผูสอบเปน 3 รูปแบบ           

นั่นคือ การแจกแจงแบบปกติ การแจกแจงแบบเบซายและการแจกแจงแบบเบขวา แมการศึกษา 
ดานการวัดและวจิัยสวนใหญจะใชการแจกแจงแบบปกติ แตสถานการณจริงอาจเกดิกรณีท่ี
ความสามารถมีการแจกแจงแบบเบได โดยท่ีผานมามีการศึกษาเกีย่วกบัการแจกแจงความสามารถ
แบบตาง ๆ เชน การศึกษาของ Gorin, Dodd, Fitzpatrick, & Shieh (2005) ใชการแจกแจงแบบเบตา 
โดยกําหนดใหมีการแจกแจงเปนเบซาย (Mean = 0.74, SD = 0.16, Skew = -0.73, Kurtosis = 0)              
คาความสามารถจะถูกพยายามแปลงใหเปนการแจกแจงแบบปกติ สงผลใหคาเฉล่ียมีคาเปน 1.5 
นอกจากนี้ Shin & Wall (2006) ไดทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีท่ีใชในการตรวจสอบ
การทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ 3 วิธี คือ วธีิแมนเทล-แฮนสเซลไคสแควร (Mantel - Haenszel  
Chi - square Test : MH - 2 ) วิธี ETS’Mantel - Haenszel Data (MH-D) และวิธี IRT (IRT - DIF)           
ท่ีโมเดลแบบ 1 พารามิเตอรและ 3 พารามิเตอร เม่ือความสามารถของผูสอบมีการแจกแจงแบบปกติ  
การแจกแจงนอนพาราเมทริกซท่ีเบซาย และการแจกแจงไครสแควรเบขวา ผลการวจิัย                 
พบวา การแจกแจงความสามารถของผูสอบท่ีไมเปนไปตามสมมติฐานนั้น มีผลตอการประมาณคา 
DIF และการตรวจสอบคา DIF โดยจะทําใหอัตราความผิดพลาดประเภทท่ี 1 สูงข้ึน  

จากผลการวิจยัท่ีผานมา ผูวจิัยจึงคาดวาการแจกแจงความสามารถแบบเบ ซ่ึงมีโอกาส
เกิดข้ึนกับประชากรของผูสอบในอนาคต เม่ือมีการปรับปรุงการเรียนการสอนหรือความคุนเคยกบั
รูปแบบการสอบ ก็อาจทําใหความสามารถเฉล่ียมีมากข้ึน ทําใหเกิดการแจกแจงแบบเบซาย หรือ
การแจกแจงแบบเบขวาท่ีหากผูสอบท่ีมีความสามารถสูงนอยกวาผูสอบท่ีมีความสามารถตํ่า 
นอกจากนี้การแจกแจงแบบเบยังไมตรงกับลักษณะการแจกแจงตามสมมติฐานของโมเดล             
อาจมีผลกระทบตอการประมาณคาพารามิเตอร ดังนั้นผูวจิัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาเกีย่วกบัการแจกแจง
ของความสามารถ ในกรณีตาง ๆ ประกอบดวย 3 เง่ือนไขตามการศึกษาของ Welkenhuysen - 
Gybels (2004) ซ่ึงศึกษาประสิทธิภาพของวิธีท่ีใชในการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกนัของขอสอบ
ท่ีมีการใหคะแนนแบบ 2 คา (Dichotomously scored items) โดยใหการแจกแจงความสามารถ          



 
98 

ของแตละกลุมตางกัน ผลการทดสอบพบวา วิธี Logistic regression มีความแกรงท่ีสุด โดยกําหนด              
การแจกแจงความสามารถของแตละกลุมเปนดังนี ้
  1.  กลุมอางอิงและกลุมเปรียบเทียบมีการแจกแจงแบบปกติ (Normal distribution) 
เหมือนกนั นัน่คือ มีพารามิเตอรเปน (0,1) หรือเขียนแทนดวย ir   N(0,1) และ if   N(0,1) 
  2.  กลุมอางอิงมีการแจกแจงแบบปกติ (Normal distribution) มีพารามิเตอรเปน (0,1) 
และกลุมเปรียบเทียบมีการแจกแจงแบบเบขวา (Positively skewed distribution) โดยใชการแจกแจง
แบบเบตา มีพารามิเตอรเปน Beta (1.5, 5) หรือเขียนแทนดวย ir  N(0,1) และ if  Beta (1.5, 5) 
  3.  กลุมอางอิงมีการแจกแจงแบบปกติ (Normal distribution) มีพารามิเตอร              
เปน (0,1) และกลุมเปรียบเทียบ มีการแจกแจงแบบเบซาย (Negatively skewed distribution) โดยใช
การแจกแจงแบบเบตา มีพารามิเตอรเปน Beta (5, 1.5) หรือเขียนแทนดวย ir  N(0,1) และ                
if   Beta (5, 1.5) 
  แตเนื่องจากการแจกแจงเบตา มีคาอยูในชวง [0, 1] ดังนัน้ ผูวิจัยจึงใชการแจกแจง
แบบ Skew - normal ซ่ึงขยายจากการแจกแจงแบบปกติและมีลักษณะเบ ซ่ึงครอบคลุมท้ังคา
ทางบวกและทางลบ สอดคลองกับคาความสามารถที่ผลการวิเคราะหสวนใหญมักใหคา                         
อยูในชวง -3 ถึง +3 โดยกําหนดคาพารามิเตอรของการแจกแจงจากการศึกษางานวิจยัของ Xu & Jia 
(2011) ซ่ึงศึกษาความไวในการประมาณคาพารามิเตอรความสามารถท่ีมีการแจกแจงแบบปกติ การ
แจกแจงแบบ Skew-normal เล็กนอยหรือมีความเบเพยีงเล็กนอย โดยกําหนดใหมีคาพารามิเตอร
ของการแจกแจงของความสามารถเปน i   SN(-0.5, 1, -1) และการแจกแจงแบบ Skew - normal 
มาก หรือมีความเบมาก โดยกําหนดใหมีคาพารามิเตอรของการแจกแจงของความสามารถเปน                  
i   SN(-0.5, 1, -3) ในการวิเคราะหใชโมเดลแบบ 1 และ 2 พารามิเตอร ผลการศึกษา พบวา              
การประมาณคาพารามิเตอรความสามารถโดยใชโมเดลแบบ 1 พารามิเตอร มีความแกรงในทุก             
การแจกแจง สวนการใชโมเดลแบบ 2 พารามิเตอร มีความแกรงอยูบาง แตจะมีความไวเล็กนอย   
ในกรณีท่ีความสามารถมีความเบมาก ประกอบกับการศึกษาของ Monaco (1997) ทําการศึกษา             
การแจกแจงความสามารถแบบเบท่ีมีผลกับการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ ดวยการเปรียบเทียบ 
วิธี Mantel Haenszel และ DFIT โดยจําลองขอมูลผูสอบในกลุมเปรียบเทียบ 1,000 และกลุมอางอิง 
500 คน แบบสอบ 40 ขอ การแจกแจงความสามารถแบบปกติ เบซายและเบขวา พารามิเตอร
ขอสอบและผูสอบ ประมาณคาดวยการใชโปรแกรม BILOG พบวา วธีิ Mantel Haenszel วิธี Lord's 
chi square และวิธี DFIT สามารถตรวจจับ uniform DIF ไดดี โดยประสิทธิภาพการตรวจจับดีข้ึน 
เม่ือจํานวนผูสอบมากข้ึนในทุกวิธี และเม่ือการแจกแจงพารามิเตอรความสามารถมีความเบมาก 
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สงผลใหความถูกตองในการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกนัของขอสอบลดลง แตการแจกแจง            
แบบเบปานกลาง ไมสงผลตอการตรวจจบัมากนัก 
  ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองกับคาความสามารถท่ีผลการวิเคราะหสวนใหญมักใหคา         
อยูในชวง -3 ถึง +3 และคาพารามิเตอรตามการศึกษาของ Xu & Jia (2011) ผูวิจยัจึงใช
คาพารามิเตอรของการแจกแจงพารามิเตอรความสามารถ ดังนี ้
  2.1   การแจกแจงแบบปกติ (Normal) ซ่ึงเปนลักษณะการแจกแจงตามสมมติฐานของ
โมเดล กําหนดใหคาพารามิเตอร ของคาเฉล่ียเปน 0 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเปน 1 หรือเขียน
แทนดวย i   N(0, 1) 
  2.2   การแจกแจงแบบเบขวา (Positively skewed ability distribution) โดยให             
การแจกแจงของความสามารถในการจําลองขอมูลมีคาพารามิเตอร Location = -0.5 Scale = 1           
และ Slan = 3 หรือเขียนแทนดวย i   SN(-0.5, 1, 3) 
  2.3   การแจกแจงแบบเบซาย (Negatively skewed ability distribution) โดยให             
การแจกแจงของความสามารถในการจําลองขอมูลมีคาพารามิเตอร Location = 0.5 Scale = 1               
และ Slan = -3 หรือเขียนแทนดวย i   SN(0.5, 1, -3) 
 3.  จํานวนขอสอบท่ีมีการทําหนาท่ีตางกนั (รอยละขอท่ี DIF) 
 จากการศึกษาที่ผานมา พบวา มีการกําหนดสัดสวนของขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกันใน
อัตราสวนตาง ๆ เชน  Okan Bulut (2015) ศึกษาความเปนเพศท่ีทําใหเกิดการทําหนาท่ีกันของ
ขอสอบอันเนื่องจากมาจากอิทธิพลของ Test Booklet โดยใชขอมูลท่ีเปนการสอบเขาศึกษาตอ     
ระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศตุรกี ป 2010 (Entrance examination for graduate studies: EEGS) 
จํานวน 80 ขอ มีจํานวนผูเขาสอบ 142,178 คน ใชกลุมตัวอยาง 20,000 คน โดยใชวิธี                      
Mantel-Haenszel (MH) และวิธี Breslow - Day (BD) ผลการศึกษาพบวา วิธี MH ตรวจพบ                  
การทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ จํานวน 13 ขอ (รอยละ 16.25) วิธี BD ตรวจพบการทําหนาท่ี
ตางกันของขอสอบ จํานวน 15 ขอ (รอยละ 18.75)  
 Burhanettin Özdemir (2015) เปรียบเทียบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบดวยวิธี Lord’s 
Chi-Square วธีิ Raju’s Area และวิธี Likelihood - Ratio Test โดยใชขอมูลการสอบโครงการ 
TIMSS 2011 วิชาคณติศาสตร เลมท่ี 2 (Booklet 2) จํานวน 22 ขอ ของนักเรียนเกรด 8 จํานวน             
488 คน พบวา วิธี Lord’s Chi - Square และวิธี Likelihood - Ratio Test ตรวจพบขอสอบ                
ท่ีทําหนาท่ีตางกัน 2 ขอเทากัน (รอยละ 9) และวิธี Raju’s Area ตรวจพบขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกนั 
4 ขอ (รอยละ 18) 
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  อัญชลี ธีระวุฒิ (2555) ตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบแบบทดสอบ             
Pre O - NET วิชาคณิตศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 35 จํานวน 40 ขอ ของนักเรียนจํานวน 1,500 คน ดวยวิธีซิบเทสทและวิธีแมนเทล - แฮนสเซล 
ผลการวิจัยพบวา เม่ือจําแนกตามเพศ วิธีซิบเทสทตรวจสอบพบขอสอบทําหนาท่ีตางกัน 8 ขอ    
(รอยละ 20) วธีิแมนเทล - แฮนสเซลตรวจสอบพบขอสอบทําหนาท่ีตางกัน 7 ขอ (รอยละ 17.5)             
เม่ือจําแนกตามเขตท่ีต้ังของโรงเรียน วิธีซิบเทสทพบขอสอบทําหนาท่ีตางกัน 1 ขอ (รอยละ 2.5)  
วิธีแมนเทล - แฮนสเซลตรวจสอบพบขอสอบทําหนาท่ีตางกัน 4 ขอ (รอยละ 10) และเม่ือจําแนก
ตามขนาดของโรงเรียน วิธีซิบเทสทและวิธีแมนเทล-แฮนสเซล ตรวจสอบพบขอสอบทําหนาท่ี
ตางกัน 3 ขอ (รอยละ 7.5) เทากัน  
 สุพัฒนา หอมบุปผา (2556) เปรียบเทียบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ ดวยวิธี HGLM 
วิธี MIMIC และวิธี BAYESIAN โดยใชขอมูลจากการสอบแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน              
เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ปการศึกษา 2553 (O - Net) วชิาภาษาไทย คณิตศาสตร
และวิทยาศาสตร วิชาละ 30 ขอ กลุมตัวอยาง 1,000 คน เม่ือพิจารณาในสวนของการประมาณคา
ดวยวิธี BAYESIAN พบวา สําหรับวิชาภาษาไทย เม่ือจําแนกตามเพศพบขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกนั 
5 ขอ เม่ือจําแนกตามสถานที่ต้ังทางภูมิศาสตรของโรงเรียนพบขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกัน  5 ขอ 
สําหรับวิชาคณิตศาสตร เม่ือจําแนกตามเพศ พบขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกัน 2 ขอ เม่ือจําแนกตาม
สถานท่ีต้ังทางภูมิศาสตรของโรงเรียน พบขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกัน 1 ขอ และวิชาวิทยาศาสตร 
เม่ือจําแนกตามเพศ พบขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกัน 7 ขอ เม่ือจําแนกตามสถานท่ีต้ังทางภูมิศาสตร
ของโรงเรียน พบขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกนั 2 ขอ นั่นคือ พบขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกนัระหวาง          
1 - 7 ขอ หรือระหวางรอยละ 3.3 - 23.3    
  Narayanan & Swaminathan (1994) ไดตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกนัของขอสอบ
แบบอเนกรูป (Uniform) พบวา สําหรับการตรวจสอบดวยวิธีซิปเทสทและวิธีการถดถอยโลจิสติกส 
เม่ือมีจํานวนขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกันของขอสอบในแบบสอบลดลง จะไดอัตราความคาดเคล่ือน
ประเภทท่ี 1 (Type I error) และอํานาจทดสอบ (Power) มากข้ึน  
  Lee et al. (2009) ศึกษาอํานาจการทดสอบและอัตราความคาดเคล่ือนประเภทท่ี 1        
ในการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบท่ีมีลักษณะของเทสตเลท โดยใชวิธี SIBTEST 
และ Poly - SIBTEST และศึกษาสัดสวนขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกันในแบบสอบ กําหนดใหมีขอ 
DIF รอยละ 0, 10 และ 20 พบวา รอยละของขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกนัของขอสอบท่ีแตกตางกัน           
สงผลตออํานาจการทดสอบอยางไมมีแบบแผน  
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  อยางไรก็ตาม ผลการศึกษาของ Narayanan & Sawaminathan (1996, อางถึงใน        
สิริรัตน วิภาสศิลป, 2545) พบวา สัดสวนของขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกนัของขอสอบในแบบสอบ   
มีผลตอการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกนัของขอสอบ ถามีขอสอบแสดงการทําหนาท่ีตางกันของ
ขอสอบปริมาณมาก จะทําใหความถูกตองในการตรวจสอบลดลง และสิริรัตน วิภาสศิลป (2545) 
พบวา หากสัดสวนของขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกันในแบบสอบมากกวารอยละ 20 จะทําให                 
มีการระบุผิดพลาดในการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกนัของขอสอบสูง  
  จากขอมูลการวิจัยท่ีผานมา พบวา ในการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกนัของขอสอบ
จากแบบสอบตาง ๆ มีการตรวจพบขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกันระหวาง รอยละ 2.5 - 23.3 ประกอบ
กับการท่ีแบบสอบมีขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกันของขอสอบมาก จะทําใหมีความนาเช่ือถือใน         
การประมาณคาความสามารถลดลง ดังนั้น อํานาจการตรวจสอบ (Power) การทําหนาท่ีตางกันของ
ขอสอบก็นาจะลดลงดวย โดยท่ีหากแบบสอบมาตรฐานมีขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกนัของขอสอบ
รอยละ 10 - 15 ถือวาไมผิดปกติ แตหากมีขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกันของขอสอบในแบบสอบถึง 
รอยละ 20 ถือวาผิดพลาดมาก (Worst case) (Clauser, 1993 cited in Narayanan & Swaminathan, 
1994) ดังนั้น ผูวิจัยจึงกําหนดเง่ือนไขจํานวนขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกนัในแบบสอบ ประกอบดวย   
3 เง่ือนไข ไดแก  
  3.1  รอยละ 0 หรือไมมีขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกันในแบบสอบ 
  3.2  รอยละ 12.5 หรือมีขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกันจํานวน 5 ขอ ในแบบสอบ                    
โดยผูวิจยัเลือกจากจุดกลางของชวง 10 - 15 นั่นคือ 12.5 เพื่อกําหนดใหเปนเง่ือนไขตามแบบสอบ 
ท่ีมีขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกนัของขอสอบท่ีถือวาไมผิดปกติ 
  3.3   รอยละ 20 หรือมีขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกนัจํานวน 8 ขอ ในแบบสอบ                      
เพื่อกําหนดใหเปนเง่ือนไขตามแบบสอบท่ีมีขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกนัของขอสอบท่ีถือวา                   
ผิดพลาดมาก 
 4. อัตราสวนกลุมอางอิงตอกลุมเปรียบเทียบ (อัตราสวน R: F) 
 จากการศึกษาที่ผานมา พบวา มีการศึกษาเกี่ยวกับอัตราสวนกลุมอางอิงตอกลุม
เปรียบเทียบ ซ่ึงมีผลตอวิธีท่ีใชในการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันวิธีตาง ๆ เชน จิตติมา      
วรรณศรี (2539) ทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกนัของ 
ขอสอบดวยวธีิ Mantel - Heanszel (MH) กับวิธี SIBTEST เม่ือขนาดกลุมตัวอยางยอยระหวาง          
กลุมอางอิงและกลุมเปรียบเทียบเปนอัตราสวนตอกันเปน 1: 1, 1: 0.9, 1: 0.75 และ 1: 0.5                
ภายใตขนาดกลุมตัวอยางตางกันท่ีระดับความยากแบบสอบเดียวกัน และระดับความยาวแบบสอบ
ตางกัน พบวา ขนาดกลุมตัวอยางท่ีเปนเง่ือนไขท่ีดีท่ีสุด คือ เม่ือกลุมอางอิงและกลุมเปรียบเทียบ     
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มีขนาด 1,000 คน (อัตราสวน 1: 1) และเง่ือนไขท่ีดีรองลงมาคือ การใชกลุมตัวอยางขนาด 200 คน                         
มีอัตราสวนระหวางกลุมอางอิงและกลุมเปรียบเทียบเทากับ 1: 0.75 นอกจากนี ้Ankenmann, Witt,  
& Dunbar (1999) ศึกษาการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกนัดวยวิธี Likelihood Ratio Goodness of 
Fit Statistics (LR) พบวา อัตราความคาดเคล่ือนชนิดท่ี 1 (Type I error) ในการตรวจสอบ                       
การทําหนาท่ีตางกันของขอสอบมีคามากข้ึน เม่ือขนาดตัวอยาง 500/ 500 และ Gierl, Bisanz, 
Boughton & Khaliq (2001 cited in Awuor, 2008) เสนอวา หากผูสอบกลุมอางอิง และ                         
กลุมเปรียบเทียบมีความสามารถระดับเดียวกันแลว และขนาดตัวอยางท่ีตางกันของกลุมอางอิง และ
กลุมเปรียบเทียบแตกตางกันไมมาก ก็ไมเปนอุปสรรคในการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของ
ขอสอบของผูสอบ  
  นอกจากนี้ Awuor (2008) ศึกษาผลกระทบตออํานาจ (Power) ในการตรวจสอบ     
การทําหนาท่ี ดวยวิธี SIBTEST และวิธี Mantel - Haenszel (MH) ในระดับตาง ๆ ผลการศึกษา 
พบวา อัตราความคลาดเคล่ือนประเภทท่ี 1 (Type I error rate) ของตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกนั
ของขอสอบมีมากข้ึน เม่ืออัตราสวนกลุมอางอิงตอกลุมเปรียบเทียบมีอัตราสวนตางกันมาก (1: 0.1) 
และควรใชอัตราสวนกลุมอางอิงตอกลุมเปรียบเทียบไมนอยกวา 1: 0.5 และจากผลการศึกษาของ    
จิติมา วรรณศรี (2539) พบวา อัตราสวน 1: 1 เปนอัตราสวนท่ีใหประสิทธิภาพในการตรวจสอบ              
ดีท่ีสุด แตในทางปฏิบัติการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอในสถาบันการศึกษาตาง ๆ มักมีอัตราสวน
ของประชากรระหวางอัตราสวนกลุมอางอิงตอกลุมเปรียบเทียบท่ีแตกตางกัน  
  จะเห็นวา การศึกษาผลกระทบตอการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกนัของขอสอบ    
เม่ืออัตราสวนกลุมอางอิงตอกลุมเปรียบเทียบตางกันยังมีความคลุมเคลือ ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาขนาด
ของตัวอยางท่ีมีอัตราสวนกลุมอางอิงตอกลุมเปรียบเทียบ ท้ังในอัตราสวนท่ีเทากนัและไมเทากัน 
โดยกําหนดขนาดตัวอยาง 2 ขนาด ดังนัน้ ผูวิจัยจึงกําหนดใหมีอัตราสวนกลุมอางอิงตอกลุม
เปรียบเทียบเปน 2 เง่ือนไข ไดแก  
  4.1   อัตราสวนกลุมอางอิงตอกลุมเปรียบเทียบ เปน 1: 1 หรือ มีกลุมอางอิง จํานวน 
1,000 คน และกลุมเปรียบเทียบ จํานวน 1,000 คน 
  4.2   อัตราสวนกลุมอางอิงตอกลุมเปรียบเทียบ เปน 1: 0.1 หรือ มีกลุมอางอิง จํานวน 
1,000 คน และกลุมเปรียบเทียบ จํานวน 100 คน 
 สําหรับการวิเคราะหโดยใชวิธีของเบส (Bayes) และวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท 
(Bayes) นั้น จําเปนตองมีการกําหนดการแจกแจงกอนของพารามิเตอร การลูเขาและจํานวนรอบ 
ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี ้
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 การแจกแจงกอนของพารามิเตอร (Prior distribution)  
 การวิเคราะหโดยใชวิธีของเบสดวยการ MCMC นั้น ถูกนํามาใชมากข้ึน จากการศึกษา   
ท่ีผานมา พบวา วิธีการนี้มีความถูกตองและสามารถประมาณคากับกลุมตัวอยางขนาดเล็กได       
โดยวเิคราะหดวยวิธีของเบส ตองอาศัยการแจกแจงกอนของพารามิเตอรท่ีสนใจ โดยตองระบุใน
โมเดลที่ใชวิเคราะหดวย แตการแจกแจงกอนของพารามิเตอรอาจเปนไดท้ังการแจกแจงกอนท่ี    
ใหขอมูล (Informative prior distribution) และการแจกแจงกอนท่ีไมใหขอมูล (Noninformative 
prior distribution) การใหขอมูลการแจกแจงกอนอยางเพยีงพอ มีผลตอการประมาณคาพารามิเตอร 
โดยทําใหเกดิความแปรปรวนนอยและเขาสูคาเฉล่ีย (มีการลูเขาเร็วข้ึน) แตบางกรณกีมี็การให
ขอมูลการแจกแจงในอดีตท่ีมีลักษณะคลุมเครือ (Vague) หรือเปนการแจกแจงกอนท่ีไมใหขอมูล 
ทําใหยากตอการระบุการแจกแจงกอนท่ีแทจริงของพารามิเตอรท่ีสนใจ จากการศึกษางานวิจยัท่ี
ผานมา พบวา การกําหนดการแจกแจงกอนของพารามิเตอรขอสอบและผูสอบในโมเดลของ IRT 
มักมีความแตกตางกัน โดยท่ีสวนใหญมักกําหนดใหความสามารถมีการแจกแจงแบบปกติ หรือ
เขียนแทนดวย i   N(0,1) เปนกําหนดชวงของความสามารถใหคงท่ีเพื่อใหแนใจวาสามารถระบุ
ตําแหนงของโคงได (Ra, 2011) 
 พารามิเตอรอํานาจจําแนก (aj) มีท้ังการกําหนดใหมีการแจกแจงกอนท่ีใหขอมูลและ    
การแจกแจงกอนท่ีไมใหขอมูล ท้ังนี้ ท่ีสามารถกําหนดใหเปนการแจกแจงกอนท่ีใหขอมูลได 
เนื่องจาก aj แสดงถึง ผูท่ีมีความสามารถสูงจะตอบขอสอบถูก ดังนั้น aj จึงกําหนดใหมีคามากกวา 0 
จากการศึกษางานวิจยัท่ีผานมา พบวา การกําหนดการแจกแจงกอนของ aj สวนใหญจะกําหนดเปน   
aj  N(a, ) (Johnson & Albert, 1999; Wang & Wilson, 2005 a, 2005 b; Wang et al., 2002) 
นอกจากนี้ยังมีการกําหนดการแจกแจงกอนของ aj แบบอ่ืน ๆ อีก เชน กาํหนดให aj มีคาต้ังแตศูนย
ไปทางบวก สําหรับการแจกแจงปกติ หรือ aj  N(a, )I(0, ) (Fukuhara & Kamata, 2011;              
Li et al., 2006) นอกจากนี้ มีการกําหนด aj ใหมีการแจกแจงแบบ Log-normal หรือ aj  LN(a, ) 

(Sahu, 2002) และกําหนด aj ใหมีการแจกแจงแบบ Gamma และ Inverted Gamma หรือ                       
aj  IG(m, n) (Bafumi, Gelman, Park & Kaplan, 2005) 
 สําหรับพารามิเตอรความยาก (bj) โดยท่ัวไปกําหนดใหมีการแจกแจงกอนแบบปกติ หรือ      
bj  N(b, ) อยางไรก็ตาม Patz & Junker (1999) กําหนดให b มีการแจกแจงแบบ Uniform 
และ  มีการแจกแจงแบบ Inverse chi - square ดวย 
 และการแจกแจงกอนของเทสตเลท จากการศึกษาของ Bradlow et al. (1999) กําหนด     
การแจกแจงกอนแบบไมใหขอมูล ดังนั้น การแจกแจงของพารามิเตอรท่ีสนใจจึงกําหนดโดยขอมูล
ท่ีวิเคราะห อยางไรก็ตาม เนือ่งจากแตละเทสตเลทถือเปนอิสระตอกัน ดังนั้น งานวิจยัสวนใหญ       
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จึงมักกําหนดให  	~	 0,  (Wang & Wilson, 2005 a, 2005 b; Fukuhara & Kamata, 
2011; Sedivy, 2009) 
 จากการศึกษาที่ผานมา ผูวิจยัจึงกําหนดการแจกแจงของพารามิเตอร ดังตาราง 2 - 9 
 
ตารางท่ี 2 - 9 การแจกแจงของพารามิเตอร 
 

พารามิเตอร Prior Distributions  
ของพารามิเตอร 

Hyperparameter 
ของพารามิเตอร 

Prior Distributions  
ของ Hyperparameter 

  0, 1    
 , 0, 0, 1000  

  	 0.5  
 ,  0, 1000  

  	 0.5  
 ,    0, 1000  

   	 0.5  

 

, 

 
 0, 1000  

  
 	 0.5  

  0,   	 0.5  

  
 การลูเขาและจํานวนรอบ (Convergence and iterations) 
 การวิเคราะหโดยใชวิธีของเบส จําเปนตองมีการตัดขอมูลสวนแรกท้ิง เนื่องจาก             
การประมาณคารอบแรก ๆ คาพารามิเตอรท่ีตองการประมาณคายังมีการแกวงตัว ไมลูเขาคาใดคา
หนึ่ง จึงตองทําการตัดขอมูลสวนแรกออก หรือเรียกวา Burn - in  
 การตัดสินเกีย่วกับการลูเขานั้น ตรวจสอบไดจากหลายแหลง ท่ีนิยมใช ไดแก History 
plot ท่ีแสดงคาท่ีประมาณไดในแตละรอบ โดยหากกราฟมีแนวโนมวามีการประมาณคาคงท่ีจะถือ
วาลูเขา นอกจากนี้ ยังมีดัชนท่ีีนิยมใชตรวจสอบอีก คือ Density plot และ Autocorrelation plot 
 การศึกษาเกี่ยวกับการประมาณคาโมเดลของเทสตเลทดวยวิธีของเบสนัน้ การกําหนด
จํานวนรอบมีอิทธิพลโดยตรงกับความแมนยําในการประมาณคาพารามิเตอร โดยหากกําหนด
จํานวนรอบนอยจะทําใหความแปรปรวนของการสุมมีมากเพียงพอท่ีจะใหทําใหการประมาณ
คาพารามิเตอรมีความลําเอียงมาก ซ่ึงจะสงผลความเท่ียงและความนาเช่ือถือของผลการวิจยัท่ีได   
ตํ่ามาก โดยมีนักวจิัยเสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนดจํานวนรอบและจํานวนการ Burn - in ตาง ๆ กนั 
เชน Gelman, Carlin, Stern, & Rubin (2003) เสนอวาควรใชจํานวนการ Burn - in คร่ึงแรกของ
จํานวนการวนรอบท้ังหมด (Iteration) Raftery & Lewis (1992) เสนอวาควรมีจํานวนการ Burn - in 
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ไมตํ่ากวา 500 คร้ัง เปนตน และการศึกษาท่ีผานมามีการกาํหนดจํานวนรอบและจํานวนการ         
Burn - in เชนตารางท่ี 2 - 10 
 
ตารางท่ี 2 - 10 การกําหนดจํานวนรอบและจํานวนการ Burn - in ของงานวิจยัท่ีผานมา 
 

การศึกษา ขนาด
ตัวอยาง ขนาดแบบสอบ จํานวนรอบ จํานวน

คร้ัง 
จํานวน

พารามิเตอร
Wang et al. 
(2002) 

1,000 30 ขอ, 12 ขอเดี่ยว  
(3 ขอ: 6 Testlet, 
6 ขอ: 3 Testlet, 
9 ขอ: 2 Testlet)  

Iteration: 3,000 
Burn - in: 2,000 

5 3PL 

Li et al. (2006) 2,000 20 ขอ(5 ขอ: 4 Testlet) Iteration: 15,000 
Burn - in: 1,000 

NA 2PL 

DeMars (2006) 2,000 25 ขอ (5 ขอ: 5 Testlet) 
50 ขอ (5 ขอ: 10 Testlet) 

Iteration: 3,000 
Burn - in: 1,000 

100 3PL 

Bao (2007) 5,000 50 ขอ 30 ขอเดี่ยว 
(10 ขอ: 2 Testlet) 

Iteration: 4,000 
Burn - in: 1,500 

10 2PL 

Sedivy (2009) 500 
1,000 
4,000 

30 ขอ  
(5 ขอ: 6 Testlet,  
10 ขอ: 3 Testlet) 
(15 ขอ: 2 Testlet) 

Iteration: 2,000 
Burn - in: 500 

100 2PL 

Fukuhara & 
Kamata (2011) 

1,000 42 ขอ  
(6 ขอ: 7 Testlet)  

Iteration: 15,000 
Burn - in: 5,000 

100 2PL 

Ra (2011)  
1,000 
 
2,000 

30 ขอ  
(3 ขอ: 10 Testlet,  
6 ขอ: 5 Testlet) 
30 ขอ (10 ขอ: 3 Testlet) 

Iteration: 50,000 
Burn - in: 10,000 

25 3PL 

Glas (2012) 1,000 20 ขอ  
(5 ขอ: 4 Testlet) 

Iteration: 4,000 
Burn - in: 1,000 

40 2PL 
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ตารางท่ี 2 - 10 (ตอ) 

การศึกษา ขนาด
ตัวอยาง ขนาดแบบสอบ จํานวนรอบ จํานวน

คร้ัง 
จํานวน

พารามิเตอร
Tao, Xu, Shi, & 
Jiao (2013) 

100 10 ขอ  
(5 ขอ: 2 Testlet) 

Iteration: 30,000 
Burn - in:  5,000 

100 2PL 

Jiao et al.  
(2013) 

1,000 54 ขอ  
(9 ขอ: 6 Testlet) 

Iteration: 2,000 
Burn - in: 1,000 

25 1PL 

Eckes (2014) 2,859 
2,214 

25 ขอ  
(Testlet 1 มี 8 ขอ 
Testlet 2 มี 10 ขอ 
Testlet 3 มี 7 ขอ) 

Iteration: 4,000 
Burn - in: 3,000 

ขอมูล
จริง 

2PL 

 
 เนื่องจาก ผูวิจยัใชโมเดลการวิเคราะหของ Fukuhara & Kamata (2011) นั่นคือ Bifactor 
Multidimensional Item Response Theory Model ดังนัน้ จึงเลือกกําหนดคาตาม Fukuhara & Kamata 
(2011) นั่นคือใหทําการประมาณคาซํ้าในแตละชุดขอมูล จํานวน 20,000 รอบ (Number of Iteration) 
และตัดขอมูลสวนแรกออก 5,000 รอบ (Number of Burn-in) เม่ือทําการประมวลผลจะไดตัวอยาง 
กราฟ History กราฟ Density และกราฟ Autocorrelation ดังภาคผนวก ก - ง 
  การวิเคราะหสําหรับการวิจยัในคร้ังนี้ มีการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการสุม            
โดยการทํากลุมขอมูลซํ้า 100 ชุดขอมูล (Data set) และการประมวลผลดวยวิธี Bayes และ Bayes 
ทําการประมาณคาซํ้าในแตละชุดขอมูล 20,000 รอบ (Number of iteration) และตัดขอมูลสวนแรก 
5,000 รอบ (Number of burn-in) เนื่องจากการประมาณคาในรอบแรก ๆ คาพารามิเตอรท่ีตองการ 
การประมาณคายังมีการแกวงตัวไมลูเขาคาใดคาหนึ่ง 
 

ตอนท่ี 6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการประมาณคาพารามิเตอรของขอมูลแบบเทสตเลท  

สุนทร เทียนงาม และคณะ (2553) ศึกษาผลของระดับความไมเปนอิสระของขอสอบ    
ตอคาความเท่ียงของแบบสอบ คาพารามิเตอรของขอสอบ คาความสามารถของผูสอบและ
สารสนเทศของแบบสอบดวยโมเดลทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ ท่ีมีจาํนวนขอสอบและขนาด               
กลุมตัวอยางแตกตางกนั และวิเคราะหลักษณะความไมเปนอิสระของขอสอบจากแบบสอบจริง     
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โดยการจําลองขอมูลดวยเทคนิค MC จํานวนตัวแปรประกอบดวย ระดับความไมเปนอิสระ               
ของขอสอบ 9 ระดับโดยแบงเปนกลุมยอย 3 ระดับ (ระดบัตํ่า ปานกลางและสูง) โมเดลทฤษฎี                    
การตอบสนองขอสอบ 3 โมเดล (1PL, 2PL และ 3PL) จาํนวนขอสอบ 3 กลุม (30, 50 และ80 ขอ) 
และขนาดกลุมตัวอยาง 3 กลุม (400, 800 และ1200 คน) รวมจํานวนเง่ือนไขท้ังหมด 243 เง่ือนไข 
และกําหนดจํานวนรอบท่ีใชการประมาณคาพารามิเตอรในแตละเง่ือนไข 1,000 รอบ และ                        
ใชวิธีการศึกษาจากขอมูลจริงในวิชาคณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ โปรแกรมท่ีใชในการจําลอง
ขอมูล คือ Fortran Power Station 4.0 และโปรแกรมในการตรวจสอบความไมเปนอิสระของ
ขอสอบ คือ LDID (A computer program for local dependence indices for dichotomous item 
version 1) ผลการวิจยัสรุปไดดังนี ้

1.  เม่ือระดับความไมเปนอิสระของขอสอบเพ่ิมสูงข้ึน คาความเท่ียง (KR20) จะสูงข้ึน   
ในทุกเง่ือนไขของการทดสอบ โดยเม่ือใชจาํนวนขอสอบ 30 ขอ คาความเท่ียงตํ่าสุด - สูงสุด                  
มีคา 0.671 - 0.740 จํานวนขอสอบ 50 ขอ คาความเท่ียงตํ่าสุด-สูงสุด มีคา 0.773 - 0.828 และ  
จํานวนขอสอบ 80 ขอ คาความเท่ียงตํ่าสุด - สูงสุดมีคา 0.845 - 0.886  
 2.  เม่ือวิเคราะหขอสอบตามแนวทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ มีจํานวนผูสอบ 400 800 
และ 1200 คน ทําขอสอบ 30 50 และ 80 ขอ ตามลําดับ พบวา  
  2.1  เม่ือวิเคราะหโดยใชโมเดล 1 พารามิเตอร พบวา เม่ือระดับความไมเปนอิสระ
ของขอสอบเพ่ิมสูงข้ึน คาความยากและคาความสามารถไมแตกตางกัน และคาสารสนเทศของ           
แบบสอบสวนใหญมีแนวโนมคงท่ี 
  2.2 เม่ือวิเคราะหโดยใชโมเดล 2 พารามิเตอร พบวา สวนใหญคาความยากลดลง     
แตคาอํานาจจาํแนก คาความสามารถและสารสนเทศของแบบสอบมีแนวโนมสูงข้ึน โดยสวนใหญ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
  2.3 เม่ือวิเคราะหโดยใชโมเดล 3 พารามิเตอร พบวาคาความยาก คาความสามารถ
และสารสนเทศของแบบสอบมีแนวโนมลดลง แตสําหรับคาอํานาจจําแนก คาการเดาสวนใหญ      
มีแนวโนมสูงข้ึนและแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3.  เม่ือวิเคราะหความไมเปนอิสระของขอสอบโดยใชขอมูลจริงดวยโมเดล 1, 2 และ 3 
พารามิเตอร สําหรับวิชาคณติศาสตร พบวา คาเฉล่ีย 3Q  มีคาเทากับ 0.035 0.026 0.022 ตามลําดับ 
และในวิชาภาษาอังกฤษ พบวา คาเฉล่ีย 3Q  มีคาเทากับ 0.033 0.028 0.022 ตามลําดับ มีคา
ใกลเคียงกับคาคาดหวังของ 3Q   ซ่ึงมีคาเทากับ .025 แสดงวา ขอสอบสวนใหญมีความไมเปน
อิสระของขอสอบเล็กนอย  
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Cheng (1996) เปรียบเทียบการประมาณคาของการใหคะแนนแบบ Testlet และ           
การใหคะแนนแบบรายขอ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปร 3 ตัวแปร ไดแก                
ระดับความเปนอิสระกันของขอสอบภายใน Testlet (สูง กลาง ตํ่า และไมมี) จํานวนขอสอบ          
ในเทสตเลท (4 ขอและ 8 ขอ) จํานวนเทสตเลทในแบบสอบ (1, 2, 4, 6) ท่ีมีตอประสิทธิภาพ                 
การใหคะแนนแบบเทสตเลทและการใหคะแนนแบบรายขอ ในการประมาณคาพารามิเตอร           
ใชโปรแกรม MULTILOG (6.0) โดยใช Graded Response Model (GRM) มาประยุกตใช     
โดยรวมคะแนนในแตละเทสตเลทจะไดคะแนนท่ีมีลักษณะเปนแบบ Polytomous และ                   
2 - parameter Logistic (2 PL) Model ในการคํานวณแบบรายขอ ในการศึกษาใชวิธีการตรวจสอบ
ความเปนอิสระกันของขอสอบ 2 วิธี ไดแก Stout’s T procedure และ Yen's Q3 statistic                      
ผลการศึกษา พบวา  

1) เม่ือพิจารณาตัวแปรจํานวนเทสตเลทในแบบสอบ พบวา การประมาณคา
ความสามารถของการใหคะแนนท้ังสองแบบไมแตกตางกัน ยกเวนกรณีท่ีจํานวนเทสตเลทใน              
แบบสอบเทากับ 6 การใหคะแนนแบบรายขอจะมีประสิทธิภาพของการประมาณคามากกวา        
การใหคะแนนแบบเทสตเลท ซ่ึงสาเหตุท่ีการใหคะแนนแบบเทสตเลทไมไดดไีปกวาการใหคะแนน 
แบบรายขอ เนือ่งจากขอมูลท่ีนํามาใชในการวิเคราะหบางกรณี อาจมีโครงสรางท่ีเปนหลายมิติ 
(Multidimensional) 

2) การใหคะแนนแบบรายขอจะมีประสิทธิภาพของการประมาณคามากกวาการให
คะแนนแบบเทสตเลท เม่ือระดับความเปนอิสระกันของขอสอบภายในเทสตเลทตํ่า และการให
คะแนนแบบเทสตเลท จะมีประสิทธิภาพของการประมาณคามากกวาการใหคะแนนแบบรายขอ 
เม่ือระดับความเปนอิสระกันของขอสอบภายในเทสตเลทสูง  

3) การวิเคราะหสารสนเทศของแบบสอบ (Test information) พบวา เม่ือสัดสวนของ
ขอสอบเทสตเลทเพิ่มข้ึน การใหคะแนนแบบรายขอสามารถใหสารสนเทศของแบบสอบได
มากกวาการใหคะแนนแบบเทสตเลท ท้ังนี้ Cheng (1996) ไดอภิปรายวา อาจเปนเพราะการ
วิเคราะหการใหคะแนนแบบเทสตเลทเปนการรวมคะแนนในเทสตเลทเขาดวยกันเปนขอสอบ 1 ขอ 
ทําใหในแบบสอบ มีจํานวนขอสอบนอย เชน กรณี 4 เทสตเลท จะได 4 ขอ ซ่ึงอาจเปนผลจากความ
ไมเพียงพอของขอมูล ทําใหการวิเคราะหโคงความคาดเคล่ือนมาตรฐานของการใหคะแนนแบบ
เทสตเลทมีความไมชัดเจน (Blurriness) เม่ือเทียบกับโคงความคาดเคล่ือนมาตรฐานที่มีการให
คะแนนแบบรายขอ อยางไรก็ตาม การใหคะแนนแบบรายขอนําไปสูการประมาณคาสารสนเทศ
แบบสอบท่ีเกนิจริง โดยประมาณคาเกินจริงมากข้ึนเม่ือสัดสวนของระดับความเปนอิสระกันของ
ขอสอบภายในเทสตเลทสูงข้ึน 
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Wainer et al. (2000) เปรียบเทียบวิธีท่ีใชในการการประมาณคาพารามิเตอร 4 วิธี ไดแก 
วิธีแมกซิมัมไลคลิฮูด (Maximum likelihood: ML) วิธีเบสโดยไมคํานึงถึงอิทธิพลของเทสตเลท     
วิธีเบสโดยกําหนดใหอิทธิพลของเทสตเลทคงท่ี ( ) และวิธีเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลทตางกัน 
( ) ของขอสอบลักษณะเทสตเลท โดยใชโมเดลแบบ 3 พารามิเตอร ทําการจําลองขอมูล            
3 ลักษณะ ไดแก 1) ขอมูลท่ีไมมีอิทธิพลของเทสตเลท 2) ขอมูลท่ีทุกเทสตเลทมีคาอิทธิพลของ
เทสตเลทเทากนั คือ 0.8 และ 3) ขอมูลท่ีแตละเทสตเลทมีคาอิทธิพลของเทสตเลทไมเทากัน      
(0.25, 0.5, 1 และ 2) พบวา  

1. ทุกวิธีการประมาณคาพารามิเตอรใหความสัมพันธระหวางคาจริง (True simulated 
values) และคาท่ีคํานวณ (Estimates simulated values) ในระดับสูงมาก สําหรับพารามิเตอรความ
ยากและความสามารถ (b, )  ระดับสูง สําหรับพารามิเตอรอํานาจจําแนก (a) และระดับปานกลาง
สําหรับพารามิเตอรการเดา (c) ซ่ึงหมายถึง มีความผิดพลาดเชิงระบบ (Systematic bias) ในการ
ทํานาย   

2. ทุกวิธีทํานายพารามิเตอรการเดาไดไมด ี
3. กรณีท่ีขอมูลท่ีไมมีอิทธิพลของเทสตเลท วิธีเบสท้ัง 3 โมเดล มีการประมาณคาได

เทียบเทากนัในทุกวิธี (ยกเวน ML) 
4. อิทธิพลของเทสตเลทมีผลกระทบตอการประมาณคาพารามิเตอร เม่ือใชวิธี                       

แมกซิมัมไลคลิฮูดและวิธีเบสโดยไมมีอิทธิพลเทสตเลทในการประมาณคา นั่นคือ มีความ
ความสัมพันธระหวางคาจริงและคาท่ีคํานวณตํ่ากวา วิธีเบสโดยกําหนดใหอิทธิพลเทสตเลทคงท่ี
และวิธีเบสแบบมีอิทธิพลของเทสตเลทตางกันได 

5. เม่ือขอมูลมีอิทธิพลเทสตเลท (เทากันและไมเทากัน) พบวา วิธีเบสโดยกาํหนดให
อิทธิพลของเทสตเลทคงท่ี และวิธีเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท มีคาความสัมพันธระหวางคาจริง
และคาท่ีคํานวณใกลกันมากและเกือบเปน 1  

Jiao et al. (2005) พัฒนา Testlet Model โดยประยุกตใชการวิเคราะหขอสอบแบบ            
พหุระดับดวยโมเดลเชิงเสนตรงระดับลดหล่ัน 3 ระดับ (Hierarchical generalized linear model: 
HGLM - 3L) โดยใสอิทธิพลของเทสตเลท (Testlet effect) ในโมเดล HGLM - 3L และโมเดล                    
เชิงเสนตรงระดับลดหล่ัน 2 ระดับ (HGLM - 2L) ซ่ึงเปนโมเดลท่ีเทียบเทากับโมเดล Rasch                
เพื่อตรวจสอบความไมเปนอิสระของขอสอบ โดยกาํหนดระดับความไมเปนอิสระของขอสอบ                   
ท่ีแตกตางกันอยางสุม และวิเคราะหจากขอมูลจําลอง ผลการศึกษา พบวา  

1. โมเดลการวิเคราะหแบบพหรุะดับ มีความแปรปรวนท่ีแปรผันตามระดับความไมเปน
อิสระของขอสอบ เม่ือคาความไมเปนอิสระของขอสอบเพ่ิมข้ึน การประมาณคาความแปรปรวน
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ของอิทธิพลกลุมจะเพิ่มข้ึนดวยตามลําดับ ดังนั้นคาท่ีประมาณไดกับคาท่ีแทจริงจะมีความใกลเคียง
กันในบางคา โดยเฉพาะความแปรปรวนในระดับ 2 จะใกลเคียงกับความไมเปนอิสระ ของขอสอบ
ในขอมูลจําลองในเง่ือนไข u

2 = 0.0, 0.5, 1.0 
2. การประมาณคาพารามิเตอรความยาก จากเง่ือนไขจําลองในแตละเง่ือนไข                     

เม่ือเปรียบเทียบระหวางคาความยากระหวางโมเดล HGLM - 2L และ HGLM - 3L ในแตละขอแลว 
เม่ือความไมเปนอิสระของขอสอบตางกัน พบวา การประมาณคาพารามิเตอรความยากของขอสอบ
ระหวางโมเดล HGLM - 2L และ HGLM - 3L ในขอสอบทุกขอเหมือนกันเม่ือ u

2 = 0 
3. สวนเง่ือนไขอ่ืน ๆ การประมาณคาพารามิเตอรความยากในโมเดล HGLM - 2L        

ตํ่ากวาคาพารามิเตอรความยากท่ีประมาณไดจากโมเดล HGLM - 3L เม่ือคาความไมเปนอิสระ    
ของขอสอบ มีขนาดสูงข้ึน แสดงใหเห็นวา เม่ือไมไดคํานงึถึงคาอิทธิพลของความไมเปนอิสระ   
ของขอสอบ จะทําใหการประมาณคาความยากตํ่ากวาความเปนจริง 

Yue & Hong - Yun (2012) เปรียบเทียบการประมาณพารามิเตอรโดยทําการวิเคราะห
ดวยโมเดล Testlet Random-Effects และโมเดลแบบ Standard 2 - PL ดวยวิธี Bayesian 
วัตถุประสงคของการศึกษา คือ การตรวจสอบผลกระทบของการเลือกรูปแบบเพื่อวิเคราะหขอมูล
ในสถานการณตาง ๆ โดยมีเง่ือนไขการจําลองขอมูล ไดแก ความแปรปรวนของเทสตเลท (0, 0.5, 
1, 2) ขนาดของเทสตเลท (2, 5, 10) และความยาวของแบบสอบ (20, 40, 60) กําหนดใหมีผูสอบ    
ทุกสถานการณเปน 1,000 คน และมีขอท่ีเปนเทสตเลท เปนรอยละ 50 ของความยาวแบบสอบ      
ทําการคํานวณซํ้า 30 คร้ังในแตละเง่ือนไข ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธี MCMC ดวยโปรแกรม 
SCORIGHT ท้ัง 2 โมเดลที่ศึกษา การวิเคราะหแบงเปน 2 ตอน ไดแก ตอนท่ี 1 เปรียบเทียบการ
ประมาณคาพารามิเตอรของ  2 โมเดล โดยใชเกณฑในการตรวจสอบ ไดแก ความลําเอียง (Bias) 
MAE (Mean absolute error) RMSE (Root mean square error) ความสัมพันธระหวางคาท่ีไดจาก
การคํานวณกบัคาจริง (Correlation between estimated and true values) คา 95% posterior interval 
width และคา 95% coverage probability ตอนท่ี 2 เปรียบเทียบการวิเคราะหของ 2 โมเดล                       
ของ 2 ปจจัย ไดแก สัดสวนของขอสอบท่ีเปนอิสระ (1/ 3, 1/ 2, 2/ 3) และความยาวของขอสอบ             
(20, 30, 40, 60) ผลการศึกษา พบวา  

1.  ความถูกตองของการประมาณคาของพารามิเตอรท้ังหมดของ 2 - PL Bayesian testlet 
random - effect model มีความคงท่ี แมความแปรปรวนของและขนาดของเทสตเลทจะเปล่ียนไป 
อยางไรก็ตาม การประมาณคาความคาดเคล่ือน (Error) ของทุกพารามิเตอรของ 2 - PL Bayesian 
model จะเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว เม่ือความแปรปรวนของและขนาดของเทสตเลทมีคามากข้ึน 
นอกจากนี้ Bayesian testlet random - effect model จะมีความคาดเคล่ือนนอยกวา 2 - PL Bayesian 
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model ดังนั้น จึงควรเลือกใช 2 - PL Bayesian testlet random-effects model เม่ือความแปรปรวน
ของและขนาดของเทสตเลทมีคามาก 

2.  แมวาความถูกตองของการประมาณคาพารามิเตอรของขอสอบและผูสอบ               
โดยใช Bayesian testlet random - effect model จะไมไดรับผลกระทบจากความยาวของแบบสอบ 
แตหากแบบสอบมีจํานวนขอนอย จะทําใหความคาดเคลื่อนในการประมาณคาพารามิเตอร                     
ของ 2 - PL Bayesian model เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว และหากขอสอบมีความเปนอิสระตอกันแลว            
การใช Bayesian testlet random-effect model จะทําใหประมาณคาความสามารถผิดพลาดมากกวา  
2 - PL Bayesian model 

3.  เม่ือสัดสวนของจํานวนขอท่ีมีความเปนอิสระกันในแบบสอบมากข้ึน และความยาว
ของแบบสอบมากกวา 20 ขอ การประมาณคาพารามิเตอรของท้ังสองโมเดลไมตางกัน 
 Lai & Twu (2013) ศึกษาอิทธิพลของเทสตเลทท่ีมีผลกับความถูกตองในการประมาณ
คาพารามิเตอรผูสอบ และพารามิเตอรขอสอบ โดยเปรียบเทียบระหวางการประมาณคาดวยโมเดล
ตาม Item Response Theory (IRT) โมเดลตาม Testlet Response Theory (TRT) และ Bi - factor 
model เสนอการคํานวณ Q3 เปนดัชนวีัดความไมเปนอิสระของขอสอบ ทําการวิเคราะหโดยจําลอง
ขอมูลเปน 6 เทสตเลท แตละเทสตเลทมีขอสอบ 5  ขอ มีเง่ือนไขการจําลองขอมูล ไดแก Testlet 
Slope (0.0, 0.6, 1.2) ขนาดตัวอยาง (500, 1000) ทําการคํานวณซํ้า 100 คร้ังในแตละเง่ือนไข              
ผลการศึกษา พบวา 
 1.  TRT model สามารถประมาณคาพารามิเตอรไดถูกตองมากกวา IRT model และ
ประสิทธิภาพของ TRT model ดีท่ีสุด รองลงมาเปน Bi - factor model และ IRT model ตามลําดับ 
 2.  กลุมตัวอยางขนาดใหญจะทําใหการประมาณคาพารามิเตอรถูกตองกวากลุมตัวอยาง
ขนาดเล็ก และเม่ืออิทธิพลของ Testlet มาก คาความคาดเคล่ือน (Error) ก็จะมากดวย 
 3.  คาดัชนี Q3 ท่ีอยูในเทสตเลทเดียวกันมีคามากกวาขอท่ีอยูตางเทสตเลท แสดงวา                
คาดัชนี Q3 มีความสามารถในการตรวจสอบความไมเปนอิสระของขอสอบ 
 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ DIF  
 สุทธิพร ศุรธณี (2550) ไดศึกษาความสามารถในการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกนั            
องขอสอบตามตัวแบบเชิงเสนวางนยัท่ัวไประดับลดหล่ัน (HGLM) ใชขอมูลจําลองในการศึกษา 
กําหนดใหมีจาํนวนขอสอบ 20 ขอ และมีจาํนวนผูสอบเทากัน 1,000 คนทุกเง่ือนไข (กําหนด              
กลุมเปรียบเทียบ 500 คนและกลุมอางอิง 500 คน) โดยเง่ือนไขการจาํลองขอมูล ไดแก                        
ความแตกตางระหวางคาเฉล่ียความสามารถของผูสอบท้ังสองกลุมการแจกแจงความสามารถ            
2 เง่ือนไข คือ การแจกแจงแบบปกติ และการแจกแจงแบบฟชเชอรทิปเปทท ความแตกตางระหวาง
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คาเฉล่ียความสามารถของผูสอบท้ังสองกลุม สัดสวนของขอสอบท่ีมี DIF กําหนดใหมี 3 ระดับคือ 
5% 15% และ 30% ขนาด DIF มี 3 ขนาด คือ 0.3 (ขนาดเล็ก) 0.5 (ขนาดปานกลาง) 0.7 (ขนาดใหญ) 
และวิธีการตรวจสอบ DIF 2 วิธี คือ วิธีการตรวจสอบทุกขอพรอมกัน และวิธีการตรวจสอบทีละขอ 
การศึกษาจะใชการจําลองขอมูลดวยเทคนคิมอนติคาลโล โดยใชโปรแกรม R เวอรชัน 2.01              
การวิเคราะหจะใชข้ันตอนวธีิ HLM2 โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป HLM เวอรชัน 6.0 โดยแตละกรณี
ทําซํ้าจํานวน 100 คร้ัง และแตละคร้ังท่ีดําเนินการจะคํานวณหาคาประมาณของ DIF คารากท่ีสอง
ของความคลาดเคล่ือนกําลังสองเฉล่ีย (RMSE) กําลังการทดสอบและอัตราความผิดพลาด             
ประเภท ท่ี 1 ผลการวิจัยสรุปไดดังนี ้

1. กรณีท่ีความสามารถของผูสอบท้ังสองกลุมมีการแจกแจงแบบปกติ พบวา                    
ความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของความสามารถของกลุมอางอิงและกลุมเปรียบเทียบไมมีผล             
ตอคา RMSE คาเฉล่ียประมาณของ DIF กําลังการทดสอบ และอัตราความผิดพลาดประเภทท่ี 1 
วิธีการตรวจสอบทีละขอจะขึ้นอยูกับสัดสวนของขอสอบท่ีมี DIF โดยที่คา RMSE จะมีคามากข้ึน
เม่ือสัดสวนของขอสอบท่ีมี DIF สูงข้ึน แตในทางกลับกนัสัดสวนของขอสอบท่ีมี DIF ไมมีผล             
ตอวิธีการตรวจสอบทุกขอพรอมกัน และวธีิการตรวจสอบทีละขอยังมีคา RMSE นอยกวา                 
วิธีการตรวจสอบทุกขอพรอมกัน กรณีท่ีมีขอสอบท่ีมี DIF จํานวน 1 ขอ และ 3 ขอ แตกรณ ี           
ท่ีมีขอสอบมี DIF จํานวน 6 ขอ วิธีการตรวจสอบทีละขอยังมีคา RMSE มากกวาวิธีการตรวจสอบ  
ทุกขอพรอมกนั และคาเฉล่ียประมาณของมี DIF จะข้ึนอยูกับวิธีการที่ใชในการตรวจสอบมี DIF 
โดยท่ีวิธีการตรวจสอบทีละขอใหคาเฉล่ียตํ่ากวาคาจริง ขณะท่ีวิธีการตรวจสอบทุกขอพรอมกัน   
ใหคาเฉล่ียท้ังตํ่ากวาและสูงกวาคาจริง สวนกําลังการทดสอบและอัตราความผิดพลาดประเภทท่ี 1 
ข้ึนอยูกับท่ีอยูกับวิธีท่ีใชในการตรวจสอบและสัดสวนของขอสอบท่ีมี DIF ซ่ึงวิธีการตรวจสอบ     
ทีละขอมีกําลังการทดสอบสูงกวาวิธีการตรวจสอบทุกขอพรอมกัน กรณีท่ีมีขอสอบมี DIF         
จํานวน 1 ขอ และ 3 ขอ แตกรณีท่ีมีขอสอบมี DIF จํานวน 6 ขอ วิธีการตรวจสอบทีละขอยังมีกําลัง                   
การทดสอบนอยกวาวิธีการตรวจสอบทุกขอพรอมกัน กาํลังการทดสอบของท้ังสองวิธีไมข้ึนอยูกับ
สัดสวนของขอสอบท่ีมี DIF, อัตราความผิดพลาดประเภทท่ี 1 ของวิธีการตรวจสอบทีละขอ              
สวนใหญมีคาอยูนอกชวงท่ีกําหนดและยังมีคามากกวาวธีิการตรวจสอบทุกขอพรอมกัน 

2. กรณีท่ีความสามารถของผูสอบท้ังสองกลุมมีการแจกแจงแบบฟชเชอรทิปเปทท 
พบวา ความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของความสามารถของกลุมอางอิงและกลุมเปรียบเทียบ             
ไมมีผลตอคาเฉล่ียของคาประมาณของ DIF และกําลังการทดสอบ แตมีผลตอคา RMSE และ           
อัตราความผิดพลาดประเภทท่ี 1 โดยท่ีวิธีการตรวจสอบทีละขอมีคาเฉล่ียของคาประมาณ DIF           
ตํ่ากวาคาจริง และมีคากําลังการทดสอบสูงกวาวิธีการตรวจสอบทุกขอพรอมกัน 
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3. เม่ือเปรียบเทียบท้ังกรณีท่ีความสามารถของผูสอบมีการแจกแจงแบบปกติและ            
การแจกแจงแบบฟชเชอรทิปเปทท พบวา กําลังการทดสอบกรณีท่ีความสามารถของผูสอบ               
มีการแจกแจงแบบปกติมีคามากกวากรณท่ีีความสามารถของผูสอบมีการแจกแจงแบบฟชเชอร        
ทิปเปทท ในกรณีท่ีมีขอสอบมี DIF จํานวน 6 ขอ สําหรับวิธีการตรวจสอบทีละขอมีคา RMSE 
มากกวาวิธีการตรวจสอบทุกขอพรอมกันในกรณีท่ีมีความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของ
ความสามารถของผูสอบท้ังสองกลุม และกรณีท่ีมีขอสอบมี DIF จํานวน 6 ขอ อยางไรก็ตาม         
วิธีการตรวจสอบทุกขอพรอมกัน กรณีท่ีความสามารถของผูสอบมีการแจกแจงแบบฟชเชอรทิป
เปทท มีคา RMSE มากกวากรณีท่ีความสามารถของผูสอบมีการแจกแจงแบบปกติ สําหรับวิธี        
การตรวจสอบทุกขอพรอมกนัในกรณีท่ีไมมีความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของความสามารถ               
ของผูสอบท้ังสองกลุม มีคาอัตราความผิดพลาดประเภทท่ี 1 นอยกวากรณีท่ีมีความแตกตางระหวาง
คาเฉล่ียของความสามารถของผูสอบท้ังสองกลุม ในขณะท่ีวิธีการตรวจสอบทีละขอ มีคาอัตรา
ความผิดพลาดประเภทท่ี 1 อยูนอกชวงท่ีกําหนดทั้งในกรณีท่ีมีความแตกตางและไมมีความแตกตาง
ระหวางคาเฉล่ียของความสามารถของผูสอบท้ังสองกลุม 
 Shin & Wall (2006) เปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีท่ีใชในการตรวจสอบการทําหนาท่ี
ตางกันของขอสอบ 3 วิธี คือ วิธีแมนเทล-แฮนสเซลไคสแควร (Mantel - Haenszel chi-square test: 
MH-2 ) วิธี ETS’Mantel - Haenszel Data (MH-D) และวิธี IRT (IRT - DIF) ท่ีโมเดลแบบ                           
1 พารามิเตอร และ 3 พารามิเตอร เม่ือความสามารถของผูสอบมีการแจกแจงแบบปกติ                   
การแจกแจงนอนพาราเมทริกซท่ีเบซาย และการแจกแจงไครสแควรเบขวาท่ีมี Degree of freedom 
เทากับ 10 โดยศึกษาเง่ือนไข ดังนี้ จาํนวนผูสอบท่ีตางกัน 3 ระดับ และขนาด DIF ตางกัน 3 ระดับ
และทําการทดลองซํ้า 100 คร้ัง ไดผลสรุปวา การแจกแจงความสามารถของผูสอบท่ีไมเปนไป   
ตามสมมติฐานนั้น มีผลตอการประมาณคา DIF และการตรวจสอบคา DIF โดยจะทําใหอัตรา            
ความผิดพลาดประเภทท่ี 1 สูงข้ึน 
 Lee et al. (2009) ไดศึกษาอัตราความคาดเคล่ือนประเภทท่ี 1 (Type I error) และอํานาจ
การทดสอบ (Power) ในการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบและเทสตเลท โดยใชวิธี 
SIBTEST และ Poly-SIBTEST (Testlet DIF) โดยรวมคะแนนแตละเทสตเลทใหเปนขอสอบ     
แบบ Polutomous 1 ขอ ขอมูลท่ีนํามาศึกษาใชท้ังขอมูลจริงและขอมูลจําลอง โดยมีเง่ือนไข          
การจําลองขอมูล ไดแก การแจกแจงความสามารถของกลุมเปรียบเทียบและกลุมอางอิง           
(เทากันท้ัง 2 กลุม คือ N(0,1) และตางกนัโดยกลุม R เปน N(0,1) กลุม F เปน N(-1, 1))             
ขนาดตัวอยาง (250, 500, 1000) ความยาวแบบสอบ (30, 60) จํานวนขอท่ี DIF แบบ Uniform           
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ในแบบสอบ  (0%, 10%, 20% ของความยาวแบบสอบ) ขนาดของ DIF (0.2, 0.5, 1.0)                             
รวม 84 เง่ือนไข ผลการศึกษา พบวา  
 1.  อัตราความคาดเคล่ือนประเภทท่ี 1 (Type I error) พบวา ขนาดตัวอยางมากจะมีอัตรา
ความคาดเคล่ือนประเภทท่ี 1 มากกวาขนาดตัวอยางนอย แตถาความยาวของแบบสอบนอย จะมี
อัตราความคาดเคล่ือนประเภทท่ี 1 มากกวาความยาวของแบบสอบมาก ซ่ึงมีลักษณะเดียวกันท้ังวิธี 
SIBTEST และ Poly - SIBTEST 
 2.  อํานาจการตรวจสอบ (Power) พบวา ในกรณวีิธี SIBTEST จะมี Power มากข้ึน      
เม่ือขนาดตัวอยางเพิ่มข้ึนและจํานวนขอท่ี DIF ในแบบสอบมากข้ึน ในขณะท่ี Power ลดลง                 
เม่ือความยาวของแบบสอบเพ่ิมข้ึน ตางจากวิธี Poly - SIBTEST ท่ี Power ลดลง เม่ือขนาดตัวอยาง
และยาวของแบบสอบลดลง สวนจํานวนขอท่ี DIF ในแบบสอบแสดงผลกับ Power ไมชัดเจน 

Sedivy (2009) เปรียบเทียบวธีิการตรวจสอบ DIF ของขอมูลท่ีมีลักษณะเปนเทสตเลท    
3 วิธี ไดแก วิธี Mantel - Haenszel วิธี Logistic Regression และวิธี SIBTEST โดยศึกษาจากความ
แกรง (Robust) ของการตรวจสอบ DIF จากอัตราความคาดเคล่ือนประเภทท่ี 1 (Type I error) และ
อํานาจในตรวจสอบ DIF (Power) ขอมูลท่ีนํามาศึกษาใชท้ังขอมูลจริงและขอมูลจําลอง โดยมี
เง่ือนไขการจําลองขอมูล ไดแก ขนาดตัวอยาง (500, 1000, 4000) ขนาด DIF (no DIF, 0.2, 0.4, 0.6) 
จํานวนขอในเทสตเลท (5, 10, 15) อิทธิพลของเทสตเลท (0.5, 1, 2) ระดับความยากของขอสอบ   
(ตํ่า, กลาง, สูง) กําหนดใหมีความยาวแบบสอบในทุกสถานการณ 30 ขอเทากัน ทําการคํานวณซํ้า 
100 คร้ัง  ในแตละเง่ือนไข ผลการศึกษา พบวา 
 1.  อัตราความผิดพลาดประเภทท่ี 1 ท้ัง 3 วิธี ไดรับผลกระทบจากขอสอบแบบเทสตเลท 
 2.  ในสวนของประสิทธิภาพหรืออํานาจในตรวจสอบ (Power) พบวา อัตรา                        
การตรวจสอบ DIF สูงสุด สําหรับขอสอบท่ีงาย เม่ือเทียบกับขอสอบท่ีมีความยากปานกลางและ              
ยากมาก แสดงวาวิเคราะหโดยการรวมอิทธิพลของเทสตเลทจะทําใหสูญเสียอํานาจในการทดสอบ 
 3.  ท้ัง 3 วิธีมีประสิทธิภาพ นั่นคือมีอํานาจในการตรวจสอบ DIF เกือบรอยละ 100               
เม่ือกําหนดเง่ือนไข ตัวอยางมีขนาดใหญ (n = 4000) และ ขนาดของ DIF อยูในระดับปานกลางและ
ใหญ (0.4, 0.6) อยางไรก็ตาม หากความยากเพ่ิมข้ึนจะทําให Power ลดลง (ภายใตเง่ือนไขอ่ืน           
ท่ีเหมือนกนั) 
 Fukuhara & Kamata (2011) ศึกษาวิธีการตรวจสอบ DIF ของขอมูลท่ีมีลักษณะเปน 
เทสตเลท โดยขยายแนวคิด Bifactor Multidimensional Item Response Theory Model (Bi - factor 
MIRT) เปรียบเทียบกับ IRT DIF Model ประมาณคาดวยวิธีของเบส โดยใชโปรแกรม WinBUGS 
ขอมูลท่ีนํามาศึกษาใชท้ังขอมูลจริงและขอมูลจําลอง มีเง่ือนไขการจําลองขอมูล 24 เง่ือนไข ไดแก 
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อิทธิพลของเทสตเลท (0.5, 1, 2) ขนาด DIF (0.5, 0.7) ระดับคาอํานาจจาํแนกของขอสอบ (0.8, 2.0) 
และจํานวนผูสอบของ Focal group (500, 250) กําหนดใหมีความยาวแบบสอบในทุกสถานการณ 
42 ขอ (7 ขอตอ 1 Testlet แบบสอบมี 6 Testlets) และจํานวนผูสอบ 1,000 คนเทากันทุกเง่ือนไข   
ทําการคํานวณซํ้า 100 คร้ังในแตละเง่ือนไข ผลการศึกษา พบวา 
 1.  ท้ัง 2 โมเดล ประมาณคาขนาดของ DIF ในขอท่ี DIF ตํ่ากวาจริง (Underestimated) 
สําหรับเง่ือนไขท่ีมีคาอํานาจจําแนกของขอสอบ สูง (a = 2.0) และการประมาณคาความยาก                 
ของท้ัง 2 โมเดลมีคาเขาใกล 0 เหมือนกัน 
 2.  Bifactor MIRT DIF model มีอัตราการตรวจสอบ DIF สูงกวาและประมาณคา               
ขนาด DIF ไดถูกตองกวา IRT DIF model นอกจากนี้ Bifactor MIRT DIF model ยังมีอัตรา                 
ความผิดพลาดในการตรวจ DIF ท่ีตํ่ามาก และประมาณคาพารามิเตอรอ่ืนไดดกีวา IRT DIF model 
 3.  Bi - factor MIRT DIF model มีอคติ (Bias) ในการประมาณคาขนาด DIF นอยกวา 
2PL IRT DIF model 
 จากผลการศึกษางานวจิัยท่ีเกี่ยวของท้ังในประเทศและตางประเทศ สรุปไดวา มีการศกึษา
การประมาณคาพารามิเตอรและการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบท่ีมีลักษณะของเทสตเลท โดยใช
ท้ังขอมูลจําลองและขอมูลเชิงประจักษ งานวิจยัสวนใหญจะเนนไปท่ีการใชขอมูลจําลอง เนื่องจาก
เปนศึกษาภายใตเง่ือนไขตาง ๆ ท่ีขอมูลจริงอาจจะไมมีลักษณะเปนตามเงื่อนไขท่ีตองการศึกษา  
โดยเง่ือนไขท่ีศึกษาจะแตกตางกันไป เชน ความยาวแบบสอบ ขนาดกลุมตัวอยาง สัดสวนของขนาด
กลุมเปรียบเทียบและกลุมอางอิง ผลการศึกษาท่ีผานมาสวนมากจะศึกษาการทําหนาท่ีตางกันท่ี
ระดับขอสอบ สวนขอสอบลักษณะของเทสตเลทยังมีไมมาก  



 
บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
การวิจยัคร้ังนีมี้วัตถุประสงค 2 ประการ คือ ประการแรกเพื่อศึกษาประสิทธิผล                     

การประมาณคาพารามิเตอรขอสอบ (อํานาจจําแนกและความยาก) กับพารามิเตอรความสามารถ
ของผูสอบ () ดวยวิธีแมกซิมัมไลคลิฮูด (ML) วิธีของเบส (Bayes) และวิธีของเบสแบบมีอิทธิพล
เทสตเลท (Bayes) และประการท่ีสองเพื่อศึกษาผลการตรวจสอบการทาํหนาท่ีตางกนัของขอสอบ 
(DIF) ระหวางวิธีแมกซิมัมไลคลิฮูด (ML) วิธีของเบส (Bayes) และวิธีของเบสแบบมีอิทธิพล           
เทสตเลท (Bayes) โดยขอมูลท่ีใชในการศกึษาเปนขอมูลท่ีจําลองจากโปรแกรม R โดยประมาณ
คาพารามิเตอรและการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบของวิธีแมกซิมัมไลคลิฮูดใช 
Package TAM ของโปรแกรม R สวนการประมาณคาพารามิเตอรของวิธีแบบ Bayes และ Bayes 
จะทําการเขียนคําส่ังการประมวลผลดวยโปรแกรม WinBUGS และกลับมาแสดงผลในโปรแกรม R 
ดวย Package R2WinBUGS มีรายละเอียดในการดําเนินการวิจัยดังนี้  

 

ขั้นตอนการวิจัย 
การศึกษาในคร้ังนี้มีข้ันตอนการวิจยั โดยแบงเปนข้ันตอนใหญ ๆ 3 ข้ันตอน ดังนี ้
1. จําลองขอมูลดวยโปรแกรม R  
2. ประมาณคาพารามิเตอรและตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกนัของขอสอบ 3 วิธี  
3. การวัดประสิทธิภาพของการประมาณคา โดยแบงเปน 

3.1   วัดประสิทธิภาพของการประมาณคาพารามิเตอร แลวทดสอบความแตกตาง           
ของ 4 เง่ือนไข และวิธีการประมาณคาพารามิเตอร ดวยวิธี 5 - Way ANOVA 

3.2   วัดประสิทธิภาพของการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกนัของขอสอบ                         
แลวทดสอบความแตกตางของ 4 เง่ือนไข และวิธีการประมาณคาพารามิเตอร ดวยวิธี                          
5 - Way ANOVA โดยแตละข้ันตอนมีรายละเอียด ดังนี ้
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ภาพท่ี 3 - 1  ข้ันตอนการดําเนินงานวิจยั 
 
 
 
 
 

เริ่มตน

จําลองขอมูล (Simulation)

ประมาณคาดวยวิธี ML ประมาณคาดวยวิธี Bayes 

คํานวณคา aj, bj, θi, βj

ครบ 100 ครั้ง ไมใช

ใช

คํานวณคา RMSE, TYPE I ERROR, POWER 

เปรียบเทียบ RMSE, TYPE I ERROR, POWER ดวย ANOVA

สรุปผลการวิจัย

จบการทํางาน

ประมาณคาดวยวิธี Bayes



 
118 

 

ขั้นตอนท่ี 1 จาํลองขอมูลดวยโปรแกรม R โดยมีรายละเอียดของการจําลองขอมูล ดังนี้ 
1. กําหนดใหแบบสอบมีความยาว 40 ขอ ประกอบดวย 4 เทสตเลท แตละเทสตเลทมี

ขนาดเทากนั คือ 10 ขอทุกเง่ือนไข        
2. กําหนดรูปแบบและการแจกแจงพารามิเตอรของขอสอบท่ีใชจําลองขอมูล ดังนี้ 

2.1   พารามิเตอรความยาก (bj) มีการแจกแจงแบบปกติท่ีมีคาเฉล่ียเปน 0 และ               
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเปน 1 หรือเขียนแทนดวย bj  N(0, 1) 

2.2   พารามิเตอรอํานาจจําแนก (aj) มีการแจกแจงแบบ Uniform มีคาตํ่าสุด = 0.5             
และคาสูงสุด = 2.5 หรือเขียนแทนดวย aj  unif(0.5, 2.5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพท่ี 3 - 2  ข้ันตอนการจําลองขอมูลดวยโปรแกรม R 
 

3. กําหนดเง่ือนไขของการจําลองขอมูลของ 4 ปจจัย  ดังนี ้
3.1   อิทธิพลของเทสตเลท (Testlet Effect:	 ) 3 เง่ือนไข ไดแก 

3.1.1 แบบสอบท่ีมีคาอิทธิพลของเทสตเลทเทากันทุกเทสตเลท (Equal effect) 
นั่นคือ กําหนดใหอิทธิพลของเทสตเลทมีคาเทากับ 0.8 

3.1.2 แบบสอบท่ีแตละเทสตเลทมีคาอิทธิพลของเทสตเลทไมเทากัน (Unequal 
effect) โดยกําหนดใหอิทธิพลของเทสตเลทมีคาเปน 0.25, 0.5, 1 และ 2 ตามลําดับ 

aj  unif(0.5, 2.5) 

bj  N(0, 1) 

เง่ือนไขการจําลองขอมูล 
 

 
อิทธิพลของเทสตเลท

การแจกแจง 

จํานวนขอที่ DIF

อัตราสวน R:F

ทําซํ้า 100 คร้ัง

จํานวนเทสตเลด = 4 

10 ขอใน 1 เทสเลด  
response[i, j] 

1 Data set 
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3.1.3 แบบสอบประกอบดวยขอสอบท่ีเปนอิสระและเทสตเลท (Unequal effect 
แบบ Independent + Testlet) โดยกาํหนดใหอิทธิพลของเทสตเลทมีคาเปน 0, 0.25, 0.56 และ 1 
ตามลําดับ ซ่ึงอิทธิพลของเทสตเลทมีคาเทากับศูนย หมายถึง ขอสอบท่ีเปนอิสระ 

3.2   การแจกแจงของความสามารถ (การแจกแจง i) 3 เง่ือนไข ไดแก 
3.2.1 การแจกแจงแบบปกติ 
3.2.2 การแจกแจงแบบเบซาย 
3.2.3 การแจกแจงแบบเบขวา 

3.3   จํานวนขอสอบท่ีมีการทําหนาท่ีตางกนั (รอยละขอท่ี DIF) 3 เง่ือนไข ไดแก 
3.3.1 รอยละ 0 หรือไมมีขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกนัในแบบสอบ 
3.3.2 รอยละ 12.5 หรือมีขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกนัจํานวน 5 ขอ ในแบบสอบ 
3.3.3 รอยละ 20 หรือมีขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกนัจํานวน 8 ขอ ในแบบสอบ 

3.4   อัตราสวนกลุมอางอิงตอกลุมเปรียบเทียบ (อัตราสวน R: F) 2 เง่ือนไข ไดแก 
3.4.1 อัตราสวนกลุมอางอิงตอกลุมเปรียบเทียบ เปน 1: 1 หรือ มีกลุมอางอิง 

จํานวน 1,000 คน และกลุมเปรียบเทียบ จํานวน 1,000 คน 
3.4.2 อัตราสวนกลุมอางอิงตอกลุมเปรียบเทียบ เปน 1: 0.1 หรือ มีกลุมอางอิง 

จํานวน 1,000 คน และกลุมเปรียบเทียบ จํานวน 100 คน 
4. การตรวจสอบความถูกตองของการจําลองขอมูล 

 เพื่อใหแนใจวาขอมูลท่ีจําลองมามีความถูกตองตามท่ีตองการ ผูวิจัยจึงทําการตรวจสอบ
ความถูกตองของการจําลองขอมูล โดยแบงเปน 

4.1  การตรวจสอบความไมเปนอิสระของขอสอบ (Local item dependence: LID) 
เพื่อตัดสินวาขอสอบท่ีอยูในเทสตเลทเดียวกันเปนอิสระตอกันหรือไม จากการใชสถิติ Q3 (Yen, 
1984) ซ่ึงเปนดัชนีสําหรับตรวจสอบความไมเปนอิสระกันของขอสอบ โดยการหาความสัมพันธ
ของสวนท่ีเหลือ (Residuals) ของคูของขอสอบหลังจากตัด (Partialling) สวนท่ีเปนการประมาณคา
คุณลักษณะ (Trait estimate) ออกไป การตัดสินความไมเปนอิสระกันของขอสอบพิจารณาไดจาก
เกณฑดังนี ้(อนุสรณ เกิดศรี, 2557) 

1.   ถาคาสถิติ Q3 มีคาเขาใกล 0 แสดงวาขอสอบคูนั้นมีหลักฐานพอเช่ือไดวาเปน
อิสระจากกัน  

2.   ถาคาสถิติ Q3 มีคาตางจาก 0 เชน มีคาเปนลบหรือเปนบวกมาก ๆ แสดงวา
ขอสอบคูนั้นมีหลักฐานพอเช่ือไดวาไมเปนอิสระจากกัน 
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  แตเนื่องจากการศึกษาคร้ังนี้เปนการใชแบบสอบจํานวน 40 ขอ ในแตละเง่ือนไข 
ดังนั้นจะมีความสัมพันธของสวนท่ีเหลือของคูของขอสอบ จํานวน 780 คูตอการจําลองขอมูล      
แตละคร้ัง ทําใหการพิจาณารายคูคอนขางยุงยาก ดังนั้น ผูวิจัยจึงเทียบระดับความสัมพนัธกับ
ระดับสีเทา โดยท่ีสีเทาเขมจะมีความสัมพันธกันระหวางคูมากกวาสีเทาออน แลวสรางกราฟ              
เพื่อตรวจสอบเง่ือนไขความเปนเทสตเลทแทน ดังภาพท่ี 3 -3 

 

 
 
ภาพท่ี 3 - 3 กราฟ Q3 statistics จากการจําลองขอมูล 
 
 จากภาพท่ี 3 - 3 จะเห็นวาเสนทะแยงมุมเปนสีดํา เนื่องจากเปนความสัมพันธของ             
ขอเดียวกันซ่ึงมีคาเปน 1 และในชวงขอ 1 - 10 ขอ 11 - 20 ขอ 21 - 30 และขอ 31 - 40 จะเปน             
สีเทาเขมกวาบริเวณอ่ืน แสดงวาในชวงของขอสอบท่ีกําหนดใหมีลักษณะเปนเทสตเลทน้ัน             
มีความไมอิสระตอกัน 
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 4.2 การตรวจสอบการแจกแจงความสามารถของผูสอบ มี 3 เง่ือนไข ไดแก การแจกแจง
แบบปกติ การแจกแจงแบบเบซายและการแจกแจงแบบเบขวา ซ่ึงจากภาพท่ี 3 - 4 แสดงใหเห็นวา
ขอมูลท่ีจําลอง มีเง่ือนไขเปนไปตามท่ีกําหนด 
 

(a) การแจกแจงแบบปกติ (b)  การแจกแจงแบบเบขวา 
  

 
(c)  การแจกแจงแบบเบซาย 

 
ภาพท่ี 3 - 4 การแจกแจงความสามารถจากการจําลองขอมูล 
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ขั้นตอนท่ี 2 ประมาณคาพารามิเตอรและตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกนัของขอสอบ
ประกอบดวย 3 วิธี ไดแก วิธีแมกซิมัมไลคลิฮูด (Maximum likelihood: ML) วิธีของเบส (Bayes) 
และวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayes) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 เนื่องจากในการศึกษาคร้ังนี้ มีเง่ือนไขในการวิเคราะหขอมูลซ่ึงแบงเปน 2 สวน ไดแก 
การประมาณคาพารามิเตอรและการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ ซ่ึงท้ัง 2 สวน
สามารถประมาณคาพารามิเตอรไดพรอมกัน ดังนัน้ผูวิจยัจึงอธิบายรายละเอียดของการประมาณ
คาพารามิเตอรท้ัง 3 วิธี โดยอธิบายท้ังการประมาณคาพารามิเตอรขอสอบ ผูสอบ และการ
ตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกนัของขอสอบ ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี ้

1. วิธีแมกซิมัมไลคลิฮูด (Maximum likelihood: ML) มีข้ันตอนการประมาณ
คาพารามิเตอรโดยสรุปดังภาพท่ี 3 - 5  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 นําขอมูลท่ีทําการจําลองในขั้นตอนท่ี 1 ประมาณคาพารามิเตอรดวย               
วิธีแมกซิมัมไลคลิฮูด โดยใชฟงกชัน tam.mml.2pl สําหรับประมาณคาพารามิเตอร ฟงกชัน tam.wle 
สําหรับประมาณคาความสามารถและฟงกชัน tam.mml.mfr สําหรับการตรวจสอบการทําหนาท่ี
ตางกันของขอสอบจากการเรียกใช Package TAM  
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 3 - 5  ข้ันตอนการประมาณคาพารามิเตอรดวยวิธีแมกซิมัมไลคลิฮูด 
 

1.2 การพิจารณาคาพารามิเตอรความยากและความสามารถท่ีประมาณไดนัน้    
จะพิจารณาจากคา modMML$B (พารามิเตอรอํานาจจําแนก) modMML$xsi (พารามิเตอร                 
ความยาก) และ Abil$theta (พารามิเตอรความสามารถ) 
 
 

response[i, j] 

ทําซํ้า 100 คร้ัง

modMML$B 
ประมาณคาพารามิเตอร 

 
 
 

 

วิธีแมกซิมัมไลคลิฮูด 
โดยใช Package TAM  modMML$xsi 

item:group 

Abil$theta
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1.3 การตัดสินการทําหนาท่ีตางกนัของขอสอบ ศึกษาจากคาปฏิสัมพันธ 
(Interaction term) ของ item:groups จากสมการ formulaA แลวทําการทดสอบนัยสําคัญดวย              
z-statistic (ผลการประมาณคาปฏิสัมพันธหารดวยความคาดเคล่ือนมาตรฐาน) ท่ีระดบันัยสําคัญ .05 
หากผลการทดสอบพบวามีนยัสําคัญ แสดงวา ขอนั้นมีการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ เชน   

 

 
 

แผนภาพท่ี 3 - 6  ตัวอยางผลลัพธของคาปฏิสัมพันธ item:groups  
 

จากแผนภาพที่ 3 - 6 เม่ือพิจารณาคาปฏิสัมพันธ item:groups ของขอ 8         
จะไดคา Z score = -0.274/0.122 = -2.25 ซ่ึงมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวาขอ 8 มีการทําหนาท่ี
ตางกันของขอสอบ 

2. วิธีของเบส (Bayes) ประมาณคาพารามิเตอรโดยใชโมเดลการตอบสนองขอสอบ
แบบ 2 พารามิเตอร กระทําโดยใชโปรแกรม R ในการจําลองขอมูลแลวสงไปประมวลผล              
ดวยโปรแกรม WinBUGS และกลับมาแสดงผลลัพธท่ีโปรแกรม R โดยการเรียกใช Package 
R2WinBUGS สรุปข้ันตอนการประมาณคาพารามิเตอรไดดังแผนภาพที่ 3 - 7   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี 3 - 7 ข้ันตอนการประมาณคาพารามิเตอรดวยวธีิของเบส (Bayes) 
 

response[i, j] 

ทําซํ้า 100 คร้ัง

 

ประมาณคาพารามิเตอร 
 
 
 

 
 
 
 
 

วิธี Bayes 
โดยใช Package R2WinBUGS

  

 

aj  N(a, ) 

bj  N(b, ) 

 	~	 0, 1  เรียกใช WinBUGS 
ln    

	~	 
, 
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 ข้ันตอนการประมาณคาพารามิเตอรดวยวธีิของเบส (Bayes) มีรายละเอียดดังนี ้
  2.1  นําขอมูลท่ีทําการจําลองในข้ันตอนท่ี 1 ประมาณคาพารามิเตอรดวยวิธีของเบส 
โดยการเรียกใช Package R2WinBUGS ในโปรแกรม R ตามข้ันตอน ดงันี้ 
   2.1.1  สรางฟงกชันสําหรับสรางตัวแบบเพือ่วิเคราะหตัวแบบเบส ซ่ึงสามารถนํา
คําส่ังมาจากโปรแกรม  WinBUGS แลวต้ังช่ือเปน “IRTmodel” 
   2.1.2  บันทึกไฟลในขอ 2.1.1 ช่ือ “IRT.bug” 
   2.1.3  กําหนดตัวแปรท่ีจะนําเขาไปประมวลผลในโปรแกรม WinBUGS ไดแก 
จํานวนผูสอบ จํานวนขอสอบ กลุม และแบบแผนการตอบจากการจําลองขอมูลตามเง่ือนไขตาง ๆ 
   2.1.4  สรางคาเร่ิมตนของพารามิเตอรในโมเดลในรูปของฟงกชัน (Initial value)     
โดยใหอิทธิพลของความสามารถรวมเปนศูนย (  = 0)  สวนคาอิทธิพลของกลุมท่ีทําหนาท่ีตางกนั
ของขอสอบ คาอํานาจจําแนกและคาความยากเปนคาสุมจากการแจกแจงท่ีกําหนดในการจําลอง
ขอมูล 
   2.1.5  กําหนดพารามิเตอรท่ีตองการใหตรวจสอบผล ซ่ึงผูวิจัยพจิารณาเฉพาะ           
คา b[] (พารามิเตอรความยาก) a[] (พารามิเตอรอํานาจจําแนก) z[] (พารามิเตอรความสามารถ)           
และ [] (พารามิเตอรสําหรับตัดสินการทําหนาท่ีตางกนัของขอสอบ) 
   2.1.6  ใหโปรแกรม R เร่ิมการประมวลผลจากโปรแกรม WinBUGS โดยใส           
คาท่ีกําหนดไวแลวจากขอ 2.1.4 - 2.1.6 พรอมกําหนดจํานวนรอบ (Iteration) และจํานวนตัดออก 
(Burn - in) ในฟงกชัน bugs  
   2.1.7  หลังจากโปรแกรม R เรียกใชการประมวลผลจากโปรแกรม WinBUGS 
แลว เม่ือประมวลผลเสร็จ ผลการประมาณคาพารามิเตอรจะถูกสงกลับมาท่ีโปรแกรม R  
   2.1.8  บันทึกผลการประมาณคาในรูปแบบไฟลขอมูล (.txt) 
   โดยดูรายละเอียดไดท่ี ภาคผนวก จ 
  2.2  พิจารณาคาพารามิเตอรความยาก อํานาจจําแนกและความสามารถท่ีประมาณได  
จากคา b[] (พารามิเตอรความยาก) a[] (พารามิเตอรอํานาจจําแนก) และ z[] (พารามิเตอร
ความสามารถ) 
  2.3  การตัดสินการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ พิจารณาจากสมการ (Fukuhara & 
Kamata, 2011) ดังนี ้
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ln
1

0    

 
 เม่ือ 	 หมายถึง  พารามิเตอรอํานาจจําแนก 

      หมายถึง  อิทธิพลของกลุม 	ตอความสามารถ   
    หมายถึง  กลุมของผูสอบ ( = 1 เม่ือผูสอบเปนกลุม F และ = 0                

เม่ือผูสอบเปนกลุม R) 
        หมายถึง  สวนท่ีเหลือ (Residual) สําหรับผูสอบ i  
    หมายถึง  พารามิเตอรความยากของขอ j 
     หมายถึง  ความตางของพารามิเตอรความยากระหวางกลุม ใชตัดสิน                

การทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ 
 
  โดยท่ีการพจิารณาการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ จะพิจารณาจากคา 	                        
(ในโปรแกรม คือคา adj.Beta1[]) ซ่ึงถาคา  มีคาขอบลางของชวงความเช่ือม่ัน 95% ซ่ึงตรงกับ
ตําแหนงเปอรเซ็นไทลท่ี 2.5 (val 2.5 pc) และคาขอบบนของชวงความเชื่อม่ัน 95% ซ่ึงตรงกับ
ตําแหนงเปอรเซ็นไทลท่ี 97.5 (val 97.5 pc) ไมคลุม 0 และคาสัมบูรณของขนาด  มากกวา 0.426 
(Vaughn, 2006 อางถึงใน สุพัฒนา หอมบุปผา, 2556) แสดงวาขอสอบขอนั้น ทําหนาท่ีตางกัน          
ของขอสอบ (DIF) ตัวอยางเชน 
 

 
 
แผนภาพท่ี 3 - 8 ตัวอยางผลลัพธของคา adj.Beta1[] จากการประมาณคาดวยวิธี Bayes 
 
  จากแผนภาพที่ 3 - 6 เม่ือพิจารณาคา adj.Beta1[14] หรือการทําหนาท่ีตางกันของ
ขอสอบ ขอท่ี 14 พบวา คาขอบลางของชวงความเช่ือม่ัน 95% และคาขอบบนของชวงความเช่ือม่ัน 
95% ไมคลุมศูนยและคาสัมบูรณของขนาด = 0.477 ซ่ึงมากกวา 0.426 แสดงวา ขอท่ี 14 มีการทํา
หนาท่ีตางกนัของขอสอบ 
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3. วิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayes) ประมาณคาพารามิเตอรโดยใช
โมเดล Bi - factor MIRT กระทําโดยใชโปรแกรม R ในการการจําลองขอมูลแลวสงไปประมวลผล
ดวยโปรแกรม WinBUGS และกลับมาแสดงผลลัพธท่ีโปรแกรม R โดยการเรียกใช Package 
R2WinBUGS สรุปข้ันตอนการประมาณคาพารามิเตอรไดดังแผนภาพที่ 3 - 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 3 - 9  ข้ันตอนการประมาณคาพารามิเตอรดวยวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท 

(Bayes) 
 
 ข้ันตอนการประมาณคาพารามิเตอรดวยวธีิของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayes)         
มีรายละเอียด ดังนี ้
  3.1  นําขอมูลท่ีทําการจําลองในข้ันตอนท่ี 1 ประมาณคาพารามิเตอรดวยวิธีของเบส
แบบมีอิทธิพลเทสตเลท โดยการเรียกใช Package R2WinBUGS ในโปรแกรม R ตามข้ันตอน ดังนี ้
   3.1.1  สรางฟงกชันสําหรับสรางตัวแบบเพือ่วิเคราะหตัวแบบเบส ซ่ึงสามารถนํา
คําส่ังมาจากโปรแกรม  WinBUGS แลวต้ังช่ือเปน “testletmodel” 
   3.1.2  บันทึกไฟลในขอ 2.1.1 ช่ือ “Testlet.bug” 
   3.1.3  กําหนดตัวแปรท่ีจะนําเขาไปประมวลผลในโปรแกรม WinBUGS ไดแก 
รูปแบบอิทธิพลเทสตเลทในแบบสอบ จํานวนผูสอบ จํานวนขอสอบ กลุม และแบบแผนการตอบ
จากการจําลองขอมูลตามเง่ือนไขตาง ๆ 
 

response[i, j] 

ทําซํ้า 100 คร้ัง

 

ประมาณคาพารามิเตอร 
 
 
 

 
 
 
 
 

วิธี Bayes 
โดยใช Package R2WinBUGS 

  

 

aj  N(a, ) 

bj  N(b, ) 

 	~	 0,  

เรียกใช WinBUGS 
ln      	~	 0, 1  

	~	 
, 
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   3.1.4  สรางคาเร่ิมตนของพารามิเตอรในโมเดลในรูปของฟงกชัน (Initial value) 
โดยใหอิทธิพลของความสามารถรวมเปนศูนย (  = 0) สวนคาอิทธิพลของกลุมท่ีทําหนาท่ีตางกนั
ของขอสอบ คาอํานาจจําแนกและคาความยากเปนคาสุมจากการแจกแจงท่ีกําหนดในการจําลอง
ขอมูล  
   3.1.5  กําหนดพารามิเตอรท่ีตองการใหตรวจสอบผล ซ่ึงผูวิจัยพจิารณาเฉพาะ           
คา b[] (พารามิเตอรความยาก) a[] (พารามิเตอรอํานาจจําแนก) z[] (พารามิเตอรความสามารถ)            
และ [] (พารามิเตอรสําหรับตัดสินการทําหนาท่ีตางกนัของขอสอบ) 
   3.1.6  ใหโปรแกรม R เร่ิมการประมวลผลจากโปรแกรม  WinBUGS โดยใสคา    
ท่ีกําหนดไวแลวจากขอ 3.1.4 - 3.1.6 พรอมกําหนดจํานวนรอบ (Iteration) และจํานวนตัดออก 
(Burn - in) ในฟงกชัน bugs  
   3.1.7  หลังจากโปรแกรม R เรียกใชการประมวลผลจากโปรแกรม WinBUGS 
แลว เม่ือประมวลผลเสร็จ ผลการประมาณคาพารามิเตอรจะถูกสงกลับมาท่ีโปรแกรม R  
   3.1.8  บันทึกผลการประมาณคาในรูปแบบไฟลขอมูล (.txt) 
   โดยดูรายละเอียดไดท่ี ภาคผนวก จ 
  3.2  จากนั้น พจิารณาการตัดสินการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ โดยพิจารณาจาก
สมการ (Fukuhara & Kamata, 2011) ดังนี ้

 

ln
1

0     

 
      เม่ือ 	 หมายถึง  พารามิเตอรอํานาจจําแนก 

       หมายถึง  อิทธิพลของกลุม 	ตอความสามารถ   
    หมายถึง  กลุมของผูสอบ ( = 1 เม่ือผูสอบเปนกลุม F และ = 0         

เม่ือผูสอบเปนกลุม R) 
        หมายถึง  สวนท่ีเหลือ (Residual) สําหรับผูสอบ i  
    หมายถึง  พารามิเตอรความยากของขอ j 

 หมายถึง  อิทธิพลสุมของ Testlet d(j) 
     หมายถึง  ความตางของพารามิเตอรความยากระหวางกลุม ใชพิจารณาการ

ทําหนาท่ีตางกนัของขอสอบ 
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  สวนเกณฑการพิจารณาการทําหนาท่ีตางกนัของขอสอบ ใชเกณฑการพจิารณา
เชนเดยีวกับวธีิของเบส (Bayes) เชน 
 

 
 
แผนภาพท่ี 3 - 10  ตัวอยางผลลัพธของคา adj.Beta1[] จากการประมาณคาดวยวิธี Bayes 
 
  จากแผนภาพที่ 3 - 6 เม่ือพิจารณาคา adj.Beta1[14] หรือการทําหนาท่ีตางกันของ
ขอสอบ ขอท่ี 14 พบวา คาขอบลางของชวงความเช่ือม่ัน 95% และคาขอบบนของชวงความเช่ือม่ัน 
95% ไมคลุม 0 และคาสัมบูรณของขนาด = 0.504 ซ่ึงมากกวา 0.426 แสดงวา ขอท่ี 14                    
มีการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ 

ขั้นตอนท่ี 3 การวัดประสิทธิผล แบงเปน 2 สวน ไดแก การวัดประสิทธิภาพของ         
การประมาณคาและการวัดประสิทธิภาพการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ 

1. วัดประสิทธิผลของการประมาณคา โดยพิจารณาจากความเบ่ียงเบนของ
คาพารามิเตอรท่ีแทจริงและคาท่ีประมาณได หรือ Root Mean Square Error (RMSE)                             
ของพารามิเตอรความยาก อํานาจจําแนกและพารามิเตอรความสามารถของผูสอบ คํานวณจาก
สมการ ดังนี้ (Jiao et al., 2013) 

 

	
1

β  

 
เม่ือ   β   เปน  พารามิเตอรจริง  

 เปน  พารามิเตอรท่ีประมาณคา คร้ังท่ี r 
N  เปน  จํานวนครั้งท่ีทําซํ้าในการจําลองขอมูล 
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 จากนั้นทําการทดสอบดวยวธีิ 5 - way Analyses of Variance (5 - Way ANOVA)                       
เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของ 4 เง่ือนไข (4 Factors) และวิธีการประมาณคาพารามิเตอร          
(1 Factor) รวมเปน 5 Factors ซ่ึงกําหนดใหเปนตัวแปรตน (Independent variables) ไดแก อิทธิพล
เทสตเลท การแจกแจงของความสามารถ จํานวนขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกันในแบบสอบ และ
อัตราสวนของกลุมเปรียบเทียบตอกลุมอางอิง และวิธีการประมาณคาพารามิเตอร และกําหนดให
ตัวแปรตาม (Dependent variables) เปนความเบ่ียงเบนของคาพารามิเตอรท่ีแทจริงและคาท่ี
ประมาณได (RMSE)  

2. การวัดประสิทธิผลของการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกนัของขอสอบ  
  หลังจากวิเคราะหดวยวิธีท้ังสามแลว นําผลการวิเคราะหท่ีไดมาคํานวณหาอัตรา   

ความคลาดเคล่ือนประเภทท่ี 1 และคาอํานาจของตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ ดังนี้ 
2.1  อัตราความคลาดเคล่ือนประเภทท่ี 1 (Type I error rate) ของตรวจสอบการทํา

หนาท่ีตางกนัของขอสอบ หมายถึง จํานวนคร้ังท่ีปฏิเสธสมมติฐานหลักเม่ือสมมติฐานหลักเปนจริง
หารดวยจํานวนคร้ังของการทดสอบ ในทางปฏิบัติ คือ จํานวนขอสอบท่ีระบุวาทําหนาท่ีตางกัน         
ท้ังท่ีความเปนจริงขอสอบทําหนาท่ีไมตางกนั หารดวยจํานวนขอสอบท่ีทําหนาท่ีไมตางกันท้ังหมด 
เขียนเปนสมการไดเปน 

 

อัตราความคาดเคล่ือนประเภทที่	1	 p 	
จํานวนขอสอบที่ระบุวาทําหนาที่ตางกัน

จํานวนขอสอบที่ทําหนาที่ไมตางกันทั้งหมด	x	100	
 

 
จากนั้นทําการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบอัตราความคลาดเคล่ือนประเภทท่ี 1    

ท่ีไดจากการคํานวณ โดยมีข้ันตอนในการทดสอบสมมติฐานดังนี ้
1.  ต้ังสมมติฐานเพื่อการทดสอบ ดังนี ้

H0: p0 < .05 
Ha: p0 > .05 
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2. สถิติท่ีใชในการทดสอบ 
 

   	 	

/
  

 
   เม่ือ p = สัดสวนของการปฏิเสธสมมติฐานหลักจากการจําลอง 
     p0 = .05 
     n = จํานวนคร้ังท่ีทําซํ้าในการจาํลองขอมูล 
 

3. คํานวณคาสถิติและเปรียบเทียบกับคาวิกฤตท่ีระดับนัยสําคัญ α = .05                        
หากคาสถิติท่ีคํานวณไดตกอยูในบริเวณวกิฤตจะปฏิเสธสมมติฐานศูนย (Reject H0) และยอมรับ
สมมติฐานทางเลือก (Accept Ha) แตถาคาสถิติท่ีคํานวณไดตกอยูนอกบริเวณวิกฤต จะยอมรับ
สมมติฐานศูนย (Accept H0) หรืออาจสรุปไดวายังไมมีเหตุผลเพียงพอท่ีจะปฏิเสธสมมติฐานศูนย 
(Retain H0) 

จากนั้นทําการทดสอบดวยวธีิ 5 - way Analyses of Variance (5 - Way ANOVA)               
เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของ 4 เง่ือนไข (4 Factors) และวิธีการประมาณคาพารามิเตอร              
(1 Factor) รวมเปน 5 Factors ซ่ึงกําหนดใหเปนตัวแปรตน (Independent variables) ไดแก อิทธิพล
เทสตเลท การแจกแจงของความสามารถ จํานวนขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกันในแบบสอบ และ
อัตราสวนของกลุมเปรียบเทียบตอกลุมอางอิง และวิธีการประมาณคาพารามิเตอร และกําหนดให
ตัวแปรตาม (Dependent variables) เปนอัตราความคาดเคล่ือนประเภทท่ี 1 ดังภาพ  ท่ี 3 - 11 

2.2  อํานาจของตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ (Power) หมายถึง    
จํานวนขอสอบท่ีระบุวาทําหนาท่ีตางกนัไดถูก ซ่ึงคํานวณไดจาก 

 

อํานาจการตรวจสอบ	 p 	 	
	จํานวนขอสอบที่ระบุวาทําหนาที่ตางกัน

จํานวนขอสอบที่ทําหนาที่ตางกันทั้งหมดในแบบสอบ	x	100	
 

 
จากนั้นทําการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบอัตราอํานาจการตรวจสอบการ            

ทําหนาท่ีตางกนัของขอสอบ โดยมีข้ันตอนในการทดสอบสมมติฐานดงันี้ 
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1.  ต้ังสมมติฐานเพื่อการทดสอบ ดังนี ้
H0: p0 > .80 
Ha: p0 < .80 

2. สถิติท่ีใชในการทดสอบ 
 

   	 	

/
  

 
   เม่ือ p = สัดสวนของการยอมรับจากขอมูลจําลอง 
     p0 = .80 
     n = จํานวนคร้ังท่ีทําซํ้าในการจาํลองขอมูล 
 

3. คํานวณคาสถิติและเปรียบเทียบกับคาวิกฤตท่ีระดับนัยสําคัญ α = .05                     
หากคาสถิติท่ีคํานวณไดตกอยูในบริเวณวกิฤตจะปฏิเสธสมมติฐานศูนย (Reject H0) และยอมรับ
สมมติฐานทางเลือก (Accept Ha) แตถาคาสถิติท่ีคํานวณไดตกอยูนอกบริเวณวิกฤต จะยอมรับ
สมมติฐานศูนย (Accept H0) หรืออาจสรุปไดวายังไมมีเหตุผลเพียงพอท่ีจะปฏิเสธสมมติฐานศูนย 
(Retain H0) 

จากนั้นทําการทดสอบดวยวธีิ 5 - way Analyses of Variance (5 - Way ANOVA)            
เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของ 4 เง่ือนไขและวิธีการประมาณคาพารามิเตอร (5 Factors)                   
ซ่ึงกําหนดใหเปนตัวแปรตน (Independent variables) ไดแก อิทธิพลของเทสตเลท การแจกแจงของ
ความสามารถ จํานวนขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกันในแบบสอบ อัตราสวนของกลุมเปรียบเทียบตอ
กลุมอางอิง และวิธีการประมาณคาพารามิเตอร และกําหนดใหตัวแปรตาม (Dependent variables) 
เปนอํานาจการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ ดังภาพท่ี 3 - 11 
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ภาพท่ี 3 - 11 การเปรียบเทียบความแตกตางของ 5 เง่ือนไขดวยวิธี 5 - Way ANOVA  

 
 

ความเบี่ยงเบนของคาพารามิเตอรจริง
และคาที่ประมาณได (RMSE) 

อัตราความคลาดเคล่ือนประเภทที่ 1 
(Type I Error rate) ของตรวจสอบการทํา
หนาที่ตางกันของขอสอบ 

อํานาจของตรวจสอบการทําหนาที่
ตางกันของขอสอบ (Power) 

 
1.  อิทธิพลของเทสตเลท 
2.  การแจกแจงความสามารถ 

3.  จํานวนขอสอบที่ทําหนาที่ตางกัน           
ในแบบสอบ 
4.  อัตราสวนของกลุมอางอิงตอ                
กลุมเปรียบเทียบ 

5.  วิธีการประมาณคาพารามิเตอร 

ตัวแปรตน  ตัวแปรตาม 



 
 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
การวิจยัคร้ังนีมี้วัตถุประสงค 2 ประการ ประการแรกเพื่อศึกษาผลการประมาณ

คาพารามิเตอรของขอสอบ (ความยากและอํานาจจําแนก) กับพารามิเตอรความสามารถของผูสอบ 
() ดวยวิธีแมกซิมัมไลคลิฮูด (ML) วิธีของเบส (Bayes) และวิธีของเบสแบบมีอิทธิพล เทสตเลท 
(Bayes) และประการที่สองเพื่อศึกษาผลการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ (DIF)   
ดวยวิธีแมกซิมัมไลคลิฮูด (ML) วิธีของเบส (Bayes) และวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท 
(Bayes) โดยการศึกษาขอมูลท่ีมีอิทธิพลเทสตเลท การแจกแจงของความสามารถ จํานวนขอสอบ  
ท่ีทําหนาท่ีตางกันในแบบสอบและอัตราสวนของกลุมเปรียบเทียบตอกลุมอางอิงท่ีตางกัน ดังนั้น 
ผูวิจัยจึงนําเสนอผลการวิเคราะหเปน 2 ตอน ดังนี ้

ตอนท่ี 1 ผลการประมาณคาพารามิเตอรของขอสอบ (ความยากและอํานาจจําแนก)           
และพารามิเตอรความสามารถของผูสอบ  

ตอนท่ี 2 ผลการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ 
เพื่อใหการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลมีความเขาใจตรงกัน ผูวิจยัจึงไดกําหนด

สัญลักษณและความหมายแทนตัวแปรท่ีศึกษาตาง ๆ ดังนี้ 
ML หมายถึง การประมาณคาพารามิเตอรดวยวิธีแมกซิมัมไลคลิฮูด (ML) 
Bayes หมายถึง การประมาณคาพารามิเตอรดวยวิธีของเบส 
Bayes หมายถึง การประมาณคาพารามิเตอรดวยวิธีของเบสแบบมีอิทธิพล          

เทสตเลท 
RMSE หมายถึง  ความเบ่ียงเบนของคาพารามิเตอรความยากที่แทจริงและ                    

คาท่ีประมาณได 
C1…C54 หมายถึง เง่ือนไขท่ีศึกษา 
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ตอนท่ี 1  ผลการประมาณคาพารามิเตอรของขอสอบ (ความยากและอํานาจจําแนก) และ
พารามิเตอรความสามารถของผูสอบ  
 
ผลการประมาณคาพารามิเตอรของขอสอบ (ความยากและอํานาจจําแนก) และ

พารามิเตอรความสามารถของผูสอบ ดวยวิธีแมกซิมัมไลคลิฮูด วิธีของเบสและวิธีของเบสแบบมี
อิทธิพลเทสตเลท ดังตารางท่ี 4 - 1 ถึง ตารางท่ี 4 - 6 

 
ตารางท่ี 4 - 1 คาเฉล่ียดัชนี RMSE ของพารามิเตอรความยาก  
 

อิทธิพล 
เทสตเลท 

การแจกแจง
ความสามารถ 

จํานวน 
ขอ DIF 

จํานวนกลุมอางอิง 
และกลุมเปรียบเทียบ เง่ือนไข ML Bayes Bayes 

อิทธิพล
เทากัน 
ทุกเทสตเลท 
(0.8, 0.8, 
0.8, 0.8) 

ปกติ 0 1000: 1000 C1 0.1999 0.0701 0.0085 
1000: 100 C2 0.3737 0.0463 0.0406 

5 1000: 1000 C3 0.1771 0.0136 0.0089 
1000: 100 C4 0.3452 0.0495 0.0455 

8 1000: 1000 C5 0.1781 0.1916 0.1669 
1000: 100 C6 0.3082 0.0484 0.0500 

เบซาย 0 1000: 1000 C7 0.4374 0.2628 0.5219 
1000: 100 C8 0.7567 0.2892 0.5554 

5 1000: 1000 C9 0.4126 0.2520 0.5032 
1000: 100 C10 0.6863 0.2910 0.5492 

8 1000: 1000 C11 0.3741 0.2687 0.5304 
1000: 100 C12 0.6410 0.3021 0.5825 

เบขวา 0 1000: 1000 C13 0.1130 0.2962 1.0238 
1000: 100 C14 0.1825 0.2440 0.4539 

5 1000: 1000 C15 0.1077 0.2503 0.4583 
1000: 100 C16 0.1661 0.2562 0.4547 

8 1000: 1000 C17 0.1298 0.2725 0.5149 
1000: 100 C18 0.1864 0.3207 0.5829 
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ตารางท่ี 4 - 1 (ตอ)   

อิทธิพล 
เทสตเลท 

การแจกแจง
ความสามารถ 

จํานวน 
ขอ DIF 

จํานวนกลุมอางอิง 
และกลุมเปรียบเทียบ เง่ือนไข ML Bayes Bayes 

อิทธิพล    
เทสตเลท 

ไมเทากัน 
(0.25, 0.5,  
1, 2) 

ปกติ 0 1000: 1000 C19 0.1666 0.0886 0.0314 
1000: 100 C20 0.3947 0.1125 0.0585 

5 1000: 1000 C21 0.1646 0.0784 0.0259 
1000: 100 C22 0.3414 0.1169 0.0651 

8 1000: 1000 C23 0.1485 0.0816 0.0287 
1000: 100 C24 0.2852 0.1144 0.0709 

เบซาย 0 1000: 1000 C25 0.4194 2.8570 0.5794 
1000: 100 C26 0.7845 2.2627 0.6001 

5 1000: 1000 C27 0.4062 2.8091 0.5909 
1000: 100 C28 0.6920 2.2610 0.6552 

8 1000: 1000 C29 0.3856 2.3802 0.5745 
1000: 100 C30 0.6941 2.9171 0.7012 

เบขวา 0 1000: 1000 C31 0.0952 2.3446 0.5225 
1000: 100 C32 0.1826 1.7876 0.5400 

5 1000: 1000 C33 0.1192 2.1229 0.4777 
1000: 100 C34 0.1734 2.0014 0.5284 

8 1000: 1000 C35 0.1318 2.4329 0.5252 
1000: 100 C36 0.1503 1.7446 0.4769 

ขอสอบที่เปน
อิสระและ 
เทสตเลท 

(0, 0.25,  
0.56, 1) 

ปกติ 0 1000: 1000 C37 0.2741 0.0316 0.0262 
1000: 100 C38 0.4804 0.0627 0.0588 

5 1000: 1000 C39 0.2566 0.0330 0.0269 
1000: 100 C40 0.4663 0.0691 0.0635 

8 1000: 1000 C41 0.2598 0.0386 0.0335 
1000: 100 C42 0.4208 0.0829 0.0798 

เบซาย 0 1000: 1000 C43 0.5299 0.5641 0.6251 
1000: 100 C44 0.9617 0.6331 0.6971 

5 1000: 1000 C45 0.5020 0.6007 0.5921 
1000: 100 C46 0.8238 0.5312 0.6064 
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ตารางท่ี 4 - 1 (ตอ)   

อิทธิพล 
เทสตเลท 

การแจกแจง
ความสามารถ 

จํานวน 
ขอ DIF 

จํานวนกลุมอางอิง 
และกลุมเปรียบเทียบ เง่ือนไข ML Bayes Bayes 

ขอสอบที่เปน
อิสระและ 
เทสตเลท 

(0, 0.25,  
0.56, 1) 

 
8 1000: 1000 C47 0.4825 0.5045 0.5520 

1000: 100 C48 0.8082 0.5649 0.6572 
เบขวา 0 1000: 1000 C49 0.1714 0.5145 0.5679 

1000: 100 C50 0.2463 0.4692 0.5596 
5 1000: 1000 C51 0.1858 0.5285 0.5551 

1000: 100 C52 0.2334 0.4872 0.5460 
8 1000: 1000 C53 0.1920 0.5805 0.5944 

1000: 100 C54 0.2697 0.5420 0.6044 

หมายเหตุ ตัวหนา คือ วิธีท่ีมีคาเฉล่ียดัชน ีRMSE นอยท่ีสุดในเง่ือนไขเดียวกัน 
 
 จากตารางท่ี 4 - 1 มีคาเฉล่ียดชันี RMSE ของพารามิเตอรความยาก มีคาระหวาง                
0.0085 - 2.9171 เม่ือมองภาพรวมอาจยงัไมเห็นแนวโนมสําหรับการประมาณคาพารามิเตอร          
ความยากของท้ังสามวิธี ดังนั้น หากพิจารณาตามวิธีท่ีใชประมาณคา พบวา 
 เม่ือพิจารณาเฉพาะวิธีแมกซิมัมไลคลิฮูด (ML) พบวาคาเฉล่ียดัชนี RMSE  มีคาระหวาง 
0.0952 - 0.9617 และประมาณคาพารามิเตอรความยากไดดีท่ีสุด จํานวน 25 เง่ือนไข สวนใหญ
คาเฉล่ียดัชนี RMSE มีคานอย เม่ือความสามารถมีการแจกแจงแบบเบขวา (เง่ือนไข C13 - C18)  
และเม่ือจํานวนผูสอบมากจะประมาณคาไดดีกวาจํานวนผูสอบนอย  
 เม่ือพิจารณาวธีิของเบส (Bayes) พบวา คาเฉล่ียดัชนี RMSE มีคาระหวาง 0.0136 - 2.9171  
และประมาณคาพารามิเตอรความยากไดดท่ีีสุด จํานวน  10 เง่ือนไข โดยสวนใหญคาเฉล่ียดัชนี 
RMSE  มีคานอย เม่ือความสามารถมีการแจกแจงแบบปกติ (เง่ือนไข C13 - C18, C19 - C24,            
C37 - C42) และคาเฉล่ียดัชนี RMSE มีคาสูง เม่ืออิทธิพลของเทสเลทไมเทากัน นั่นคือ มีคาเปน 
0.25, 0.5, 1, 2 รวมกับการแจกแจงความสามารถท่ีเปนแบบเบซายและเบขวา (เง่ือนไข C25 - C36) 
 เม่ือพิจารณาวธีิของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayes) พบวา คาเฉล่ียดัชนี RMSE           
มีคาระหวาง 0.0085 - 1.0238  ประมาณคาพารามิเตอรความยากไดดีท่ีสุด จํานวน 19 เง่ือนไข            
โดยสวนใหญคาเฉล่ียดัชนี RMSE  มีคานอย เม่ือความสามารถมีการแจกแจงแบบปกติ (เง่ือนไข               
C13 - C18, C19 - C24, C37 - C42) 
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ตารางท่ี 4 - 2 ผลการเปรียบเทียบความแปรปวน 5 ทาง (5 - Way ANOVA) ของคาเฉล่ียดัชนี 
RMSE ของพารามิเตอรความยาก 

 
แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

TestEff 6.2898 2 3.1449 261.5273** .0000 

Dist 11.4312 2 5.7156 475.3051** .0000 

NumDIF 0.0195 2 0.0098 0.8115 .4617 

RperF 0.0710 1 0.0710 5.9006* .0273 

Med 4.4035 2 2.2017 183.0952** .0000 

TestEff * Dist 3.4641 4 0.8660 72.0171** .0000 

TestEff * NumDIF 0.0073 4 0.0018 0.1507 .9599 

TestEff * RperF 0.0401 2 0.0201 1.6680 .2198 

TestEff * Med 14.0958 4 3.5240 293.0494** .0000 

Dist * NumDIF 0.0068 4 0.0017 0.1415 .9642 

Dist * RperF 0.1954 2 0.0977 8.1231** .0037 

Dist * Med 5.3724 4 1.3431 111.6912** .0000 

NumDIF * RperF 0.0129 2 0.0064 0.5351 .5957 

NumDIF * Med 0.0238 4 0.0059 0.4941 .7403 

RperF * Med 0.4634 2 0.2317 19.2659** .0001 

TestEff * Dist * NumDIF 0.0398 8 0.0050 0.4140 .8960 

TestEff * Dist * RperF 0.0314 4 0.0079 0.6538 .6326 

TestEff * Dist * Med 6.6378 8 0.8297 68.9991** .0000 

TestEff * NumDIF * RperF 0.0221 4 0.0055 0.4589 .7647 

TestEff * NumDIF * Med 0.0122 8 0.0015 0.1272 .9970 

TestEff * RperF * Med 0.1153 4 0.0288 2.3976 .0934 

Dist * NumDIF * RperF 0.0818 4 0.0204 1.7005 .1990 

Dist * NumDIF * Med 0.0338 8 0.0042 0.3515 .9313 

Dist * RperF * Med 0.0600 4 0.0150 1.2475 .3308 

NumDIF * RperF * Med 0.0366 4 0.0091 0.7599 .5664 

TestEff * Dist * NumDIF * RperF 0.1518 8 0.0190 1.5777 .2081 

TestEff * Dist * NumDIF * Med 0.0283 16 0.0018 0.1473 .9998 

TestEff * Dist * RperF * Med 0.0998 8 0.0125 1.0375 .4492 

TestEff * NumDIF * RperF * Med 0.0603 8 0.0075 0.6271 .7439 

Dist * NumDIF * RperF * Med 0.1059 8 0.0132 1.1013 .4115 

Error 0.1924 16 0.0120   

** p < .01, * p < .05 
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 จากตารางท่ี 4 - 2 ผลการเปรียบเทียบความแปรปวน 5 ทาง (5 - Way ANOVA) ของ
คาเฉล่ียดัชนี RMSE ของพารามิเตอรความยาก พบวา อิทธิพลหลัก (Main effect) ท่ีมีนัยสําคัญ    
ทางสถิติ ไดแก อิทธิพลเทสตเลท (TestEff) การแจกแจงความสามารถ (Dist) และวิธีท่ีใช            
ประมาณคา (Med) มีผลตอ RMSE อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สวนอัตราสวนกลุมอางอิง
ตอกลุมเปรียบเทียบ (RperF) มีผลตอ RMSE อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นั่นคือ                     
หากปจจัยหลักมีคาตางกัน จะมีคาเฉล่ียดชันี RMSE ของพารามิเตอรความยากตางกนั                  
สวนจํานวนขอท่ีทําหนาท่ีตางกันในแบบสอบคาเฉล่ียดัชนี RMSE ของพารามิเตอรความยาก       
ไมแตกตางกัน 
 เม่ือพิจารณาอิทธิพลรวม (Interection effect) พบวา อิทธิพลเทสตเลทกับการแจกแจง
ความสามารถ (TestEff * Dist)  อิทธิพลเทสตเลทกับวิธีท่ีใชประมาณคา (TestEff * Med)             
การแจกแจงความสามารถกับอัตราสวนกลุมอางอิงตอกลุมเปรียบเทียบ (Dist * RperF) การแจกแจง
ความสามารถกับวิธีท่ีใชประมาณคา (Dist * Med) อัตราสวนกลุมอางอิงตอกลุมเปรียบเทียบกับวิธี
ท่ีใชประมาณคา (RperF * Med) และอิทธิพลเทสตเลทกับการแจกแจงความสามารถและวิธีท่ีใช   
ในการประมาณคา (TestEff * Dist * Med) มีผลตอ RMSE อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
หมายความวา เม่ือพิจารณาอิทธิพลเทสตเลทรวมกับการแจกแจงความสามารถและวิธีท่ีใชใน      
การประมาณคา (TestEff * Dist * Med) พบวา มีนยัสําคัญทางสถิติ นั่นคือ หากพิจารณาจาก                 
ภาพท่ี 4 - 1 ในชวงท่ีอิทธิพลเทสเลทมีคาไมเทากัน นั่นคือ มีคาเปน 0.25, 0.5, 1, 2 รวมกับ             
การแจกแจงความสามารถท่ีเปนแบบเบซายและเบขวา (เง่ือนไข C25 - C36) คาเฉล่ียดัชนี RMSE 
ของวิธีของเบสมีคาสูงข้ึนอยางเหน็ไดชัด แสดงวา คาเฉลี่ยดัชนี RMSE ท่ีเปล่ียนไปนั้น                         
ไมไดข้ึนอยูกบัอิทธิพลของเทสตเลทอยางเดียว แตตองพจิารณาอิทธิพลของเทสตเลทรวมกับ               
การแจกแจงความสามารถและวิธีท่ีใชในการประมาณคาดวย  
 เม่ือพิจารณาจากภาพท่ี 4 - 1 ในภาพรวมจะพบวา วิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท 
(Bayes) ประมาณคาไดดี เม่ือขอมูลมีการแจกแจงความสามารถเปนแบบปกติ สวนวธีิของเบส 
(Bayes) ยังไมมีแนวโนมแนนอน แตสวนใหญประมาณคาพารามิเตอรความยากไดดี เม่ือขอมูล                 
มีการแจกแจงความสามารถเปนแบบเบซาย สวนวิธีแมกซิมัมไลคลิฮูด (ML) ประมาณ
คาพารามิเตอรความยากไดดี เม่ือขอมูลมีการแจกแจงความสามารถเปนแบบเบขวา และท้ัง 3 วิธี                
มีคาเฉล่ียดัชน ีRMSE ตางกันมาก เม่ืออิทธิพลเทสตเลทมีคาสูงมากและมีคาตางกัน โดยท่ีในกรณีนี้
วิธีแมกซิมัมไลคลิฮูด (ML) ประมาณคาพารามิเตอรความยากไดดีกวาวธีิอ่ืน   
 
  



 
 
ภาพที่ 4 - 1 คาเฉลี่ยดัชนี RMSE ของพารามิเตอรความยาก จําแนกตามเงื่อนไขและวิธีการประมาณคาพารามิเตอร 
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ตารางท่ี 4 - 3  คาเฉล่ียดัชนี RMSE ของพารามิเตอรอํานาจจําแนก  
 

อิทธิพล 
เทสตเลท 

การแจกแจง
ความสามารถ 

จํานวน 
ขอ DIF 

จํานวนกลุมอางอิง 
และกลุมเปรียบเทียบ เง่ือนไข ML Bayes Bayes 

อิทธิพล
เทากันทุก
เทสตเลท 
(0.8, 0.8, 
0.8, 0.8) 

ปกติ 0 1000: 1000 C1 0.0219 0.0369 0.0085 
1000: 100 C2 0.0314 0.0378 0.0144 

5 1000: 1000 C3 0.0255 0.0331 0.0082 
1000: 100 C4 0.0314 0.0369 0.0149 

8 1000: 1000 C5 0.0237 0.0288 0.0081 
1000: 100 C6 0.0369 0.0420 0.0160 

เบซาย 0 1000: 1000 C7 0.2147 0.2651 0.2482 
1000: 100 C8 0.2397 0.2627 0.2547 

5 1000: 1000 C9 0.2176 0.2538 0.2358 
1000: 100 C10 0.2550 0.2699 0.2606 

8 1000: 1000 C11 0.2157 0.2414 0.2270 
1000: 100 C12 0.2443 0.2571 0.2465 

 

เบขวา 0 1000: 1000 C13 0.2003 0.2516 0.2729 
1000: 100 C14 0.2132 0.2333 0.2120 

5 1000: 1000 C15 0.2086 0.2413 0.2171 
1000: 100 C16 0.2265 0.2410 0.2211 

8 1000: 1000 C17 0.2251 0.2520 0.2317 
1000: 100 C18 0.2336 0.2492 0.2262 

อิทธิพล
เทสตเลท  
ไมเทากัน 
(0.25, 0.5,  
1, 2) 

ปกติ 0 1000: 1000 C19 0.1626 0.1836 0.0117 
1000: 100 C20 0.1428 0.1365 0.0176 

5 1000: 1000 C21 0.1158 0.1194 0.0130 
1000: 100 C22 0.1953 0.1605 0.0175 

 
8 1000: 1000 C23 0.1479 0.1409 0.0121 

1000: 100 C24 0.2067 0.1708 0.0201 
เบซาย 0 1000: 1000 C25 1.0726 1.1027 0.2472 

1000: 100 C26 1.1288 1.0146 0.2571 
  5 1000: 1000 C27 1.0723 1.0881 0.2537 
   1000: 100 C28 1.0833 0.9571 0.2546 
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ตารางท่ี 4 - 3 (ตอ) 

อิทธิพล 
เทสตเลท 

การแจกแจง
ความสามารถ 

จํานวน 
ขอ DIF 

จํานวนกลุมอางอิง 
และกลุมเปรียบเทียบ เง่ือนไข ML Bayes Bayes 

อิทธิพล      
เทสตเลท       
ไมเทากัน 
(0.25, 0.5,  
1, 2) 

 
8 1000: 1000 C29 1.0397 1.0201 0.2339 

1000: 100 C30 1.2219 1.0971 0.2632 
เบขวา 0 1000: 1000 C31 0.9383 0.9883 0.2313 

1000: 100 C32 1.0282 0.9334 0.2421 
5 1000: 1000 C33 0.9628 0.9797 0.2240 

1000: 100 C34 1.0433 0.9462 0.2308 
8 1000: 1000 C35 1.0958 1.1115 0.2355 

1000: 100 C36 1.0044 0.9041 0.2326 
ขอสอบที่เปน
อิสระและ    
เทสตเลท 
(0, 0.25,  
0.56, 1) 

ปกติ 0 1000: 1000 C37 0.0129 0.0207 0.0110 
1000: 100 C38 0.0209 0.0276 0.0183 

5 1000: 1000 C39 0.0149 0.0194 0.0106 
1000: 100 C40 0.0213 0.0247 0.0177 

8 1000: 1000 C41 0.0156 0.0201 0.0109 
1000: 100 C42 0.0205 0.0248 0.0155 

เบซาย 0 1000: 1000 C43 0.2323 0.2918 0.2680 
1000: 100 C44 0.2777 0.2844 0.2679 

5 1000: 1000 C45 0.2523 0.2877 0.2560 
1000: 100 C46 0.2847 0.2917 0.2726 

8 1000: 1000 C47 0.2450 0.2740 0.2481 
1000: 100 C48 0.2807 0.2820 0.2655 

เบขวา 0 1000: 1000 C49 0.2055 0.2621 0.2427 
1000: 100 C50 0.2347 0.2508 0.2354 

5 1000: 1000 C51 0.2246 0.2610 0.2358 
1000: 100 C52 0.2447 0.2554 0.2371 

8 1000: 1000 C53 0.2369 0.2617 0.2322 
1000: 100 C54 0.2522 0.2586 0.2426 

หมายเหตุ ตัวหนา คือ วิธีท่ีมีคาเฉล่ียดัชน ีRMSE นอยท่ีสุดในเง่ือนไขเดียวกัน 
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 จากตารางท่ี 4 - 3 คาเฉล่ียดัชนี RMSE ของพารามิเตอรอํานาจจําแนก โดยรวม                      
มีคาระหวาง 0.0081 - 1.2219 หากพิจารณาตามวิธีท่ีใชในการประมาณคา พบวา วิธีของเบส              
แบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayes)  มีคาระหวาง 0.0081 - 0.2729 ประมาณคาพารามิเตอรอํานาจ
จําแนกไดดีท่ีสุด จํานวน 39 เง่ือนไข วิธีแมกซิมัมไลคลิฮูด (ML) มีคาระหวาง 0.0129 - 1.2219 
ประมาณคาพารามิเตอรอํานาจจําแนกไดดีท่ีสุด จํานวน 15 เง่ือนไข สวนวิธีของเบส (Bayes)              
มีคาระหวาง  0.0194 - 1.1115 และไมมีเง่ือนไขใดท่ีวิธีนี้ประมาณคาพารามิเตอรอํานาจจําแนกไดดี
ท่ีสุด เม่ือพิจารณาจากภาพท่ี 4 – 2 แลว พบวา สวนใหญวิธีการประมาณคาดวยวิธีของเบส                   
แบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayes) จะประมาณคาพารามิเตอรอํานาจจําแนกไดดกีวาเม่ือขอมูล
ความสามารถมีการแจกแจงแบบปกติ หรือเม่ือคาอิทธิพลของเทสตเลทไมเทากัน (Unequal effect) 
โดยกําหนดใหอิทธิพลของเทสตเลทมีคาเปน 0.25, 0.5, 1 และ 2 ตามลําดับ สวนวิธีแมกซิมัม               
ไลคลิฮูด (ML) สวนใหญจะประมาณคาพารามิเตอรอํานาจจําแนกไดดีเม่ือขอมูลความสามารถ                  
มีการแจกแจงแบบ เบซาย และไมมีเง่ือนไขใดท่ีวิธีของเบสแบบไมคํานึงถึงอิทธิพลของเทสตเลท 
(Bayes) ประมาณไดดีท่ีสุด 
 นอกจากนี้ เม่ือสังเกตเง่ือนไขท่ีเม่ืออิทธิพลของเทสตเลทมีคาเปน 0.25, 0.5, 1 และ 2 
ตามลําดับ คาเฉล่ียดัชนี RMSE ของพารามิเตอรอํานาจจําแนกเมื่อประมาณคาดวย 3 วธีิ มีลักษณะ
คลายกันกับการประมาณคาพารามิเตอรความยาก นั่นคือ วิธีแมกซิมัมไลคลิฮูด (ML) และวิธีของ
เบส (Bayes) ซ่ึงเปนวิธีท่ีไมมีอิทธิพลเทสตเลทอยูในโมเดลการวิเคราะหมีคาเฉล่ียดชัน ีRMSE           
สูงกวาวิธีการประมาณคาดวยวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayes) อยางเห็นไดชัด               
อยางไรก็ตาม สําหรับเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท้ัง 3 วิธีมีคาเฉล่ียดัชนี RMSE ไมแตกตางกันมากนัก 
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ตารางท่ี 4 - 4  ผลการเปรียบเทียบความแปรปวน 5 ทาง (5 - Way ANOVA) ของคาเฉล่ียดัชนี 
RMSE ของพารามิเตอรอํานาจจําแนก 

 
แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

TestEff 5.1514 2 2.5757 5721.4384** .0000 

Dist 4.9753 2 2.4876 5525.7661** .0000 

NumDIF 0.0018 2 0.0009 2.0205 .1651 

RperF 0.0019 1 0.0019 4.2388 .0562 

Med 1.3967 2 0.6984 1551.2551** .0000 

TestEff * Dist 1.5303 4 0.3826 849.8012** .0000 

TestEff * NumDIF 0.0040 4 0.0010 2.2297 .1116 

TestEff * RperF 0.0002 2 0.0001 0.2339 .7941 

TestEff * Med 2.5972 4 0.6493 1442.2881** .0000 

Dist * NumDIF 0.0019 4 0.0005 1.0318 .4211 

Dist * RperF 0.0044 2 0.0022 4.8859* .0221 

Dist * Med 0.3599 4 0.0900 199.8751** .0000 

NumDIF * RperF 0.0008 2 0.0004 0.9231 .4174 

NumDIF * Med 0.0033 4 0.0008 1.8411 .1703 

RperF * Med 0.0132 2 0.0066 14.6230** .0002 

TestEff * Dist * NumDIF 0.0013 8 0.0002 0.3606 .9266 

TestEff * Dist * RperF 0.0020 4 0.0005 1.0932 .3932 

TestEff * Dist * Med 0.7837 8 0.0980 217.6092** .0000 

TestEff * NumDIF * RperF 0.0003 4 0.0001 0.1455 .9624 

TestEff * NumDIF * Med 0.0018 8 0.0002 0.4943 .8429 

TestEff * RperF * Med 0.0094 4 0.0024 5.2322** .0069 

Dist * NumDIF * RperF 0.0099 4 0.0025 5.4935** .0056 

Dist * NumDIF * Med 0.0014 8 0.0002 0.3754 .9185 

Dist * RperF * Med 0.0037 4 0.0009 2.0448 .1363 

NumDIF * RperF * Med 0.0004 4 0.0001 0.2026 .9332 

TestEff * Dist * NumDIF * RperF 0.0222 8 0.0028 6.1699** .0010 

TestEff * Dist * NumDIF * Med 0.0008 16 0.0001 0.1138 1.0000 

TestEff * Dist * RperF * Med 0.0039 8 0.0005 1.0741 .4272 

TestEff * NumDIF * RperF * Med 0.0006 8 0.0001 0.1618 .9932 

Dist * NumDIF * RperF * Med 0.0053 8 0.0007 1.4716 .2427 

Error 0.0072 16 0.0005   

** p < .01, * p < .05 
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 จากตารางท่ี 4 - 4 ผลการเปรียบเทียบความแปรปวน 5 ทาง (5 - Way ANOVA) ของ
คาเฉล่ียดัชนี RMSE ของพารามิเตอรอํานาจจําแนก พบวา อิทธิพลหลัก (Main effect) ท่ีมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ไดแก อิทธิพลของเทสตเลท (TestEff) การแจกแจงความสามารถ (Dist) และวิธีท่ีใช
ประมาณคาท่ีตางกัน (Med) มีผลตอ RMSE อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 เม่ือพิจารณาอิทธิพลรวม (Interection effect) พบวา อิทธิพลของเทสตเลทกับการแจก
แจงความสามารถ (TestEff * Dist) อิทธิพลของเทสตเลทกับวิธีท่ีใชประมาณคา (TestEff * Med) 
การแจกแจงความสามารถกับวิธีท่ีใชในการประมาณคา (Dist * Med) อัตราสวนกลุมอางอิงตอ           
กลุมเปรียบเทียบกับวิธีท่ีใชประมาณคา (RperF * Med) อิทธิพลของเทสตเลทกับการแจกแจง
ความสามารถและวิธีท่ีใชประมาณคา (TestEff * Dist * Med) อิทธิพลของเทสตเลทกับอัตราสวน
กลุมอางอิงตอกลุมเปรียบเทียบกับวิธีท่ีใชประมาณคา (TestEff * RperF * Med) การแจกแจง
ความสามารถกับจํานวนขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกันในแบบสอบและอัตราสวนกลุมอางอิงตอ              
กลุมเปรียบเทียบ (Dist * NumDIF * RperF) อิทธิพลของเทสตเลทกับการแจกแจงความสามารถ      
กับจํานวนขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกันในแบบสอบและอัตราสวนกลุมอางอิงตอกลุมเปรียบเทียบ                  
(TestEff * Dist * NumDIF * RperF) มีผลตอ RMSE อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01               
สวนการแจกแจงความสามารถและอัตราสวนกลุมอางอิงตอกลุมเปรียบเทียบ (Dist * RperF)                  
มีผลตอ RMSE อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 



 
 
ภาพที่ 4 - 2  คาเฉลี่ยดัชนี RMSE ของพารามิเตอรอํานาจจําแนก จําแนกตามเงื่อนไขและวิธีการประมาณคาพารามิเตอร 
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ตารางท่ี 4 - 5 คาเฉล่ียดัชนี RMSE ของพารามิเตอรความสามารถ  
 

อิทธิพล 
เทสตเลท 

การแจกแจง
ความสามารถ 

จํานวน 
ขอ DIF 

จํานวนกลุมอางอิง 
และกลุมเปรียบเทียบ เง่ือนไข ML Bayes Bayes 

อิทธิพล
เทากันทุก
เทสตเลท 
(0.8, 0.8, 
0.8, 0.8) 

ปกติ 0 1000: 1000 C1 0.3194 0.2820 0.2408 
1000: 100 C2 0.2812 0.2490 0.2412 

5 1000: 1000 C3 0.2906 0.2431 0.2349 
1000: 100 C4 0.2830 0.2532 0.2452 

8 1000: 1000 C5 0.2883 0.2443 0.2364 
1000: 100 C6 0.2743 0.2476 0.2386 

เบซาย 0 1000: 1000 C7 0.6373 0.4107 0.3185 
1000: 100 C8 0.6537 0.4185 0.3218 

 

 

5 1000: 1000 C9 0.6371 0.4103 0.3192 
1000: 100 C10 0.6407 0.4147 0.3230 

8 1000: 1000 C11 0.6339 0.4051 0.3150 
1000: 100 C12 0.6372 0.4100 0.3169 

เบขวา 0 1000: 1000 C13 0.6146 0.4021 0.4488 
1000: 100 C14 0.5986 0.4007 0.3147 

5 1000: 1000 C15 0.6165 0.4071 0.3170 
1000: 100 C16 0.6013 0.4051 0.3138 

8 1000: 1000 C17 0.6212 0.4054 0.3137 
1000: 100 C18 0.5908 0.4034 0.3172 

อิทธิพล
เทสตเลท       
ไมเทากัน 
(0.25, 0.5,  
1, 2) 

ปกติ 0 1000: 1000 C19 0.4689 0.3977 0.2075 
1000: 100 C20 0.4226 0.3635 0.2100 

5 1000: 1000 C21 0.4274 0.3647 0.2037 
1000: 100 C22 0.4681 0.3947 0.2066 

8 1000: 1000 C23 0.4465 0.3796 0.2026 
1000: 100 C24 0.4495 0.3847 0.2030 

เบซาย 0 1000: 1000 C25 1.3387 0.8024 0.3031 
1000: 100 C26 1.4217 0.7889 0.3078 
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ตารางท่ี 4 - 5 (ตอ) 

อิทธิพล 
เทสตเลท 

การแจกแจง
ความสามารถ 

จํานวน 
ขอ DIF 

จํานวนกลุมอางอิง 
และกลุมเปรียบเทียบ เง่ือนไข ML Bayes Bayes 

อิทธิพล
เทสตเลท       
ไมเทากัน 
(0.25, 0.5,  
1, 2) 

 

5 1000: 1000 C27 1.3090 0.7904 0.3022 
1000: 100 C28 1.4421 0.7725 0.3021 

8 1000: 1000 C29 1.2461 0.7765 0.3002 
1000: 100 C30 1.5201 0.8012 0.3013 

เบขวา 0 1000: 1000 C31 1.1767 0.7750 0.2984 
1000: 100 C32 1.2748 0.7634 0.2981 

5 1000: 1000 C33 1.1811 0.7669 0.2961 
1000: 100 C34 1.2790 0.7594 0.2982 

8 1000: 1000 C35 1.2323 0.7806 0.2964 
1000: 100 C36 1.2325 0.7507 0.2978 

ขอสอบที่เปน
อิสระและ 
เทสตเลท 
(0, 0.25,  
0.56, 1) 

ปกติ 0 1000: 1000 C37 0.2384 0.1851 0.1544 
1000: 100 C38 0.2147 0.1892 0.1610 

5 1000: 1000 C39 0.2305 0.1863 0.1572 
1000: 100 C40 0.2109 0.1911 0.1624 

8 1000: 1000 C41 0.2236 0.1842 0.1561 
1000: 100 C42 0.2038 0.1859 0.1557 

เบซาย 0 1000: 1000 C43 0.6012 0.3754 0.2795 
1000: 100 C44 0.6156 0.3795 0.2857 

5 1000: 1000 C45 0.6053 0.3781 0.2766 
1000: 100 C46 0.5836 0.3651 0.2762 

8 1000: 1000 C47 0.5818 0.3607 0.2770 
1000: 100 C48 0.5850 0.3629 0.2766 

เบขวา 0 1000: 1000 C49 0.5728 0.3637 0.2751 
1000: 100 C50 0.5517 0.3658 0.2736 

5 1000: 1000 C51 0.5693 0.3601 0.2745 
1000: 100 C52 0.5371 0.3558 0.2733 

8 1000: 1000 C53 0.5713 0.3624 0.2726 
1000: 100 C54 0.5446 0.3555 0.2727 

หมายเหตุ ตัวหนา คือ วิธีท่ีมีคาเฉล่ียดัชน ีRMSE นอยท่ีสุดในเง่ือนไขเดียวกัน 
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 จากตารางท่ี 4 - 5 คาเฉล่ียดัชนี RMSE ของพารามิเตอรความสามารถ โดยรวมมีคาเฉลี่ย
ดัชนี RMSE ระหวาง 0.1544 - 1.5201 หากพิจารณาตามวธีิท่ีใชประมาณคา พบวา วิธีแมกซิมัมไลค
ลิฮูด (ML) มีคาเฉล่ียดัชนี RMSE ระหวาง 0.2038 - 1.5201 โดยไมมีเง่ือนไขใดท่ีประมาณคา
ความสามารถไดดีท่ีสุด สวนวิธีของเบส มีคาเฉล่ียดัชน ีRMSE ระหวาง  0.1842 - 0.8024 สามารถ
ประมาณคาพารามิเตอรความสามารถไดดีท่ีสุด จํานวน 1 เง่ือนไข และวธีิของเบสแบบมีอิทธิพล
เทสตเลท มีคาเฉล่ียดัชนี RMSE ระหวาง 0.1544 - 0.4488 สามารถประมาณคาพารามิเตอร
ความสามารถไดดีท่ีสุด จํานวน 53 เง่ือนไข โดยผูวิจยัสรุปผลการศึกษาคาเฉล่ียดัชนี RMSE           
ของพารามิเตอรอํานาจจําแนก  
 โดยสรุปสวนใหญการประมาณคาดวยวิธีของเบสแบบคํานึงถึงอิทธิพลของเทสตเลท 
(Bayes) สามารถประมาณคาพารามิเตอรความสามารถไดดีท่ีสุด ยกเวนเง่ือนไขขอมูลท่ีอิทธิพล
ของเทสตเลทเปน 0.8, 0.8, 0.8, 0.8 ความสามารถมีการแจกแจงแบบเบขวา ไมมีขอสอบท่ีทําหนาท่ี
ตางกันในแบบสอบ และมีอัตราสวนกลุมอางอิงตอกลุมเปรียบเทียบเปน 1000: 1000 (เง่ือนไข C13) 
วิธีของเบสแบบไมคํานึงถึงอิทธิพลของเทสตเลท (Bayes) จะประมาณคาคาพารามิเตอร
ความสามารถไดดีกวา 
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ตารางท่ี 4 - 6  ผลการเปรียบเทียบความแปรปวน 5 ทาง (5 - Way ANOVA) ของคาเฉล่ียดัชนี  
RMSE ของพารามิเตอรความสามารถ 

 
แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

TestEff 2.9645 2 1.4823 4454.9366** .0000 

Dist 2.9772 2 1.4886 4473.9923** .0000 

NumDIF 0.0019 2 0.0009 2.7944 .0910 

RperF 0.0005 1 0.0005 1.5335 .2335 

Med 4.2428 2 2.1214 6375.9313** .0000 

TestEff * Dist 0.4953 4 0.1238 372.1910** .0000 

TestEff * NumDIF 0.0008 4 0.0002 0.6324 .6466 

TestEff * RperF 0.0084 2 0.0042 12.6134** .0005 

TestEff * Med 1.7212 4 0.4303 1293.3023** .0000 

Dist * NumDIF 0.0001 4 0.0000 0.0845 .9860 

Dist * RperF 0.0053 2 0.0027 8.0021** .0039 

Dist * Med 1.0981 4 0.2745 825.0917** .0000 

NumDIF * RperF 0.0013 2 0.0007 1.9664 .1724 

NumDIF * Med 0.0001 4 0.0000 0.0937 .9831 

RperF * Med 0.0033 2 0.0016 4.9018* .0219 

TestEff * Dist * NumDIF 0.0008 8 0.0001 0.2929 .9582 

TestEff * Dist * RperF 0.0035 4 0.0009 2.6319 .0731 

TestEff * Dist * Med 0.3772 8 0.0472 141.7275** .0000 

TestEff * NumDIF * RperF 0.0016 4 0.0004 1.1784 .3575 

TestEff * NumDIF * Med 0.0010 8 0.0001 0.3582 .9278 

TestEff * RperF * Med 0.0164 4 0.0041 12.3472** .0001 

Dist * NumDIF * RperF 0.0025 4 0.0006 1.8438 .1698 

Dist * NumDIF * Med 0.0013 8 0.0002 0.4824 .8512 

Dist * RperF * Med 0.0076 4 0.0019 5.7411** .0046 

NumDIF * RperF * Med 0.0001 4 0.0000 0.0419 .9963 

TestEff * Dist * NumDIF * RperF 0.0058 8 0.0007 2.1605 .0903 

TestEff * Dist * NumDIF * Med 0.0027 16 0.0002 0.4989 .9124 

TestEff * Dist * RperF * Med 0.0081 8 0.0010 3.0302* .0282 

TestEff * NumDIF * RperF * Med 0.0022 8 0.0003 0.8420 .5805 

Dist * NumDIF * RperF * Med 0.0054 8 0.0007 2.0443 .1064 

Error 0.0053 16 0.0003   

** p < .01, * p < .05 
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 จากตารางท่ี 4 - 6 ผลการเปรียบเทียบความแปรปวน 5 ทาง (5 - Way ANOVA) ของ
คาเฉล่ียดัชนี RMSE ของพารามิเตอรความสามารถ พบวา อิทธิพลหลัก (Main effect) ท่ีมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ไดแก อิทธิพลของเทสตเลท (TestEff)  การแจกแจงความสามารถ (Dist) และวิธีท่ีใช
ประมาณคา (Med) มีผลตอ RMSE อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สวนจํานวนขอท่ีทําหนาท่ี
ตางกันในแบบสอบท่ีตางกัน และอัตราสวนกลุมอางอิงตอกลุมเปรียบเทียบท่ีตางกนั มีคาเฉล่ียดัชนี 
RMSE ของพารามิเตอรความสามารถไมแตกตางกัน 
 เม่ือพิจารณาอิทธิพลรวม (Interection effect) พบวา อัตราสวนกลุมอางอิงตอกลุม
เปรียบเทียบกบัวิธีท่ีใชประมาณคา (RperF * Med) อิทธิพลของเทสตเลทกับการแจกแจง
ความสามารถและวิธีท่ีใชประมาณคา (TestEff * Dist * Med) อิทธิพลของเทสตเลทกับอัตราสวน
กลุมอางอิงตอกลุมเปรียบเทียบรวมกับวิธีท่ีใชประมาณคา (TestEff * RperF * Med) การแจกแจง
ความสามารถกับอัตราสวนกลุมอางอิงตอกลุมเปรียบเทียบและวิธีท่ีใชประมาณคา (Dist * RperF * 
Med) มีผลตอ RMSE อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สวนอิทธิพลของเทสตเลทกับ              
การแจกแจงความสามารถกับอัตราสวนกลุมอางอิงตอกลุมเปรียบเทียบและวิธีท่ีใชประมาณคา 
(TestEff * Dist * RperF * Med) มีผลตอ RMSE อยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 



 
 
ภาพที่ 4 - 3  คาเฉลี่ยดัชนี RMSE ของพารามิเตอรความสามารถ จําแนกตามเงื่อนไขและวิธีการประมาณคาพารามิเตอร 
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ตอนท่ี  2  ผลการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ 
 การตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะหคาความ
คลาดเคล่ือนประเภทท่ี 1 (Type I error rate) และอํานาจการทดสอบ (Power rate) ของตรวจสอบ
การทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ จําแนกตามเง่ือนไขและวิธีการประมาณคา ดังตารางท่ี 4 - 7 ถึง 
ตารางท่ี 4 - 10 
 
ตารางท่ี 4 - 7   ผลการวิเคราะหอัตราความคลาดเคล่ือนประเภทท่ี 1 (Type I error rate) ของ                   

การตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ  
 

อิทธิพล 
เทสตเลท 

การแจกแจง
ความสามารถ 

จํานวน 
ขอ DIF 

จํานวนกลุมอางอิง 
และกลุมเปรียบเทียบ เง่ือนไข ML Bayes Bayes 

อิทธิพล
เทากัน 
ทุกเทสตเลท 
(0.8, 0.8, 
0.8, 0.8) 

ปกติ 0 1000: 1000 C1 .3813 .0000* .0000* 
1000: 100 C2 .5490 .0005* .0010* 

5 1000: 1000 C3 .3606 .0000* .0000* 
1000: 100 C4 .5517 .0040* .0074* 

8 1000: 1000 C5 .4613 .0000* .0000* 
1000: 100 C6 .5625 .0069* .0088* 

เบซาย 0 1000: 1000 C7 .3763 .0000* .0000* 
1000: 100 C8 .6175 .0080* .0125* 

5 1000: 1000 C9 .4149 .0040* .0040* 
1000: 100 C10 .6000 .0260* .0291* 

8 1000: 1000 C11 .4275 .0156* .0181* 
1000: 100 C12 .5338 .0344* .0319* 

เบขวา 0 1000: 1000 C13 .3673 .0000* .0008* 
1000: 100 C14 .5583 .0073* .0093* 

5 1000: 1000 C15 .4214 .0009* .0023* 
1000: 100 C16 .6137 .0100* .0231* 

8 1000: 1000 C17 .4675 .0050* .0084* 
1000: 100 C18 .5969 .0269* .0244* 
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ตารางท่ี 4 - 7 (ตอ) 

อิทธิพล 
เทสตเลท 

การแจกแจง
ความสามารถ 

จํานวน 
ขอ DIF 

จํานวนกลุมอางอิง 
และกลุมเปรียบเทียบ เง่ือนไข ML Bayes Bayes 

อิทธิพล
เทสตเลท       
ไมเทากัน 
(0.25, 0.5,  
1, 2) 

ปกติ 0 1000: 1000 C19 .3805 .0000* .0000* 
1000: 100 C20 .5533 .0108* .0020* 

5 1000: 1000 C21 .3863 .0000* .0000* 
1000: 100 C22 .5403 .0103* .0057* 

8 1000: 1000 C23 .4281 .0019* .0000* 
1000: 100 C24 .5384 .0181* .0088* 

เบซาย 0 1000: 1000 C25 .4880 .4833 .0000* 
1000: 100 C26 .6245 .3969 .0195* 

5 1000: 1000 C27 .4406 .5988 .0057* 
1000: 100 C28 .6140 .3613 .0494* 

8 1000: 1000 C29 .4634 .5579 .0209* 
1000: 100 C30 .5738 .3879 .0603* 

เบขวา 0 1000: 1000 C31 .4110 .4167 .0005* 
1000: 100 C32 .6073 .2904 .0048* 

5 1000: 1000 C33 .4363 .5304 .0069* 
1000: 100 C34 .5757 .2712 .0417* 

8 1000: 1000 C35 .4569 .5726 .0191* 
1000: 100 C36 .6319 .2328 .0444* 

ขอสอบที่เปน
อิสระและ 
เทสตเลท 
(0, 0.25,  
0.56, 1) 

ปกติ 0 1000: 1000 C37 .4023 .0000* .0000* 
1000: 100 C38 .5718 .0023* .0023* 

5 1000: 1000 C39 .4071 .0000* .0000* 
1000: 100 C40 .5637 .0029* .0020* 

8 1000: 1000 C41 .4809 .0009* .0009* 
1000: 100 C42 .5481 .0084* .0091* 

เบซาย 0 1000: 1000 C43 .4348 .0090* .0000* 
1000: 100 C44 .6445 .0328* .0090* 
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ตารางท่ี 4 - 7 (ตอ) 
 

อิทธิพล 
เทสตเลท 

การแจกแจง
ความสามารถ 

จํานวน 
ขอ DIF 

จํานวนกลุมอางอิง 
และกลุมเปรียบเทียบ เง่ือนไข ML Bayes Bayes 

ขอสอบที่เปน
อิสระและ 
เทสตเลท 
(0, 0.25,  
0.56, 1) 

 

5 1000: 1000 C45 .4717 .0254* .0083* 
1000: 100 C46 .6437 .0394* .0329* 

8 1000: 1000 C47 .4969 .0400* .0181* 
1000: 100 C48 .6194 .0516* .0419* 

เบขวา 0 1000: 1000 C49 .4660 .0015* .0000* 
1000: 100 C50 .6725 .0175* .0045* 

5 1000: 1000 C51 .4629 .0123* .0023* 
1000: 100 C52 .5977 .0297* .0223* 

8 1000: 1000 C53 .4872 .0388* .0200* 
1000: 100 C54 .6416 .0413* .0356* 

* p < .05 
 
 จากตารางท่ี 4 - 7 ผลการวิเคราะหอัตราความคลาดเคล่ือนประเภทท่ี 1 (Type I error rate) 
ของการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ โดยรวมมีคาระหวาง 0 - 0.6725 หรือ              
คิดเปนรอยละ 0 - 67.25 หากพิจารณาตามวิธีท่ีใชใน การประมาณคา พบวา วิธีแมกซิมัมไลคลิฮูด  
มีคาระหวาง 0.3606 - 0.6725 หรือคิดเปนรอยละ 36.06 - 67.25 วิธีของเบส มีคาระหวาง                      
0 - 0.5980 หรือคิดเปนรอยละ 0 - 59.80 และวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท มีคาระหวาง              
0 - 0.0603 หรือรอยละ 0 - 6.03 โดยสรุปผลการศึกษาความคลาดเคล่ือนประเภทท่ี 1 สวนใหญ       
วิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayes) สามารถควบคุมความคลาดเคล่ือนประเภทท่ี 1 ไดดี
ท่ีสุด สวนการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกนัของขอสอบในแบบสอบดวยวิธีแมกซิมัมไลคลิฮูด 
(ML) ไมผานตามเกณฑท่ีกาํหนดทุกเง่ือนไข 
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ตารางท่ี 4 - 8  ผลการเปรียบเทียบความแปรปวน 5 ทาง (5 - Way ANOVA) ของความคลาดเคล่ือน
ประเภทท่ี 1 

 
แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

TestEff 0.0062 2 0.0031 34.7001** .0000 

Dist 0.0228 2 0.0114 128.1342** .0000 

NumDIF 0.0080 2 0.0040 44.8280** .0000 

RperF 0.1594 1 0.1594 1793.7614** .0000 

Med 8.9631 2 4.4816 50436.0877** .0000 

TestEff * Dist 0.0025 4 0.0006 6.9080** .0020 

TestEff * NumDIF 0.0003 4 0.0001 0.9018 .4860 

TestEff * RperF 0.0002 2 0.0001 1.0156 .3844 

TestEff * Med 0.0105 4 0.0026 29.5366** .0000 

Dist * NumDIF 0.0017 4 0.0004 4.6718* .0109 

Dist * RperF 0.0027 2 0.0014 15.3134** .0002 

Dist * Med 0.0074 4 0.0019 20.8379** .0000 

NumDIF * RperF 0.0025 2 0.0012 13.9754** .0003 

NumDIF * Med 0.0008 4 0.0002 2.3407 .0992 

RperF * Med 0.1839 2 0.0919 1034.6477** .0000 

TestEff * Dist * NumDIF 0.0020 8 0.0003 2.8551* .0353 

TestEff * Dist * RperF 0.0001 4 0.0000 0.3040 .8711 

TestEff * Dist * Med 0.0020 8 0.0003 2.8612* .0350 

TestEff * NumDIF * RperF 0.0010 4 0.0002 2.6972 .0684 

TestEff * NumDIF * Med 0.0020 8 0.0003 2.8749* .0344 

TestEff * RperF * Med 0.0008 4 0.0002 2.2298 .1116 

Dist * NumDIF * RperF 0.0006 4 0.0001 1.6513 .2102 

Dist * NumDIF * Med 0.0052 8 0.0006 7.2584** .0004 

Dist * RperF * Med 0.0004 4 0.0001 1.0743 .4016 

NumDIF * RperF * Med 0.0094 4 0.0023 26.4336** .0000 

TestEff * Dist * NumDIF * RperF 0.0009 8 0.0001 1.2489 .3343 

TestEff * Dist * NumDIF * Med 0.0043 16 0.0003 3.0020* .0172 

TestEff * Dist * RperF * Med 0.0011 8 0.0001 1.5514 .2162 

TestEff * NumDIF * RperF * Med 0.0010 8 0.0001 1.3587 .2857 

Dist * NumDIF * RperF * Med 0.0020 8 0.0002 2.7634 .0398 

Error 0.0014 16 0.0001   

** p < .01, * p < .05 
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 จากตารางท่ี 4 - 8 ผลการเปรียบเทียบความแปรปวน 5 ทาง (5 - Way ANOVA) ของ
ความคลาดเคล่ือนประเภทท่ี 1 พบวา อิทธิพลหลัก (Main effect) ท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก
อิทธิพลของเทสตเลท (TestEff) การแจกแจงความสามารถ (Dist) จํานวนขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกนั
ในแบบสอบ (NumDIF) อัตราสวนกลุมอางอิงตอกลุมเปรียบเทียบ (RperF) และวิธีท่ีใชประมาณคา 
(Med) มีผลตอความคลาดเคลื่อนประเภทท่ี 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 เม่ือพิจารณาปฏิสัมพันธของอิทธิพลของเทสตเลทกับการแจกแจงความสามารถ  
(TestEff * Dist) อิทธิพลของเทสตเลทกับวธีิท่ีใชประมาณคา (TestEff * Med) การแจกแจง
ความสามารถกับอัตราสวนกลุมอางอิงตอกลุมเปรียบเทียบ (Dist * RperF) การแจกแจง
ความสามารถกับวิธีท่ีใชประมาณคา (Dist * Med) จํานวนขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกนัในแบบสอบ
กับอัตราสวนกลุมอางอิงตอกลุมเปรียบเทียบ (NumDIF * RperF) อัตราสวนกลุมอางอิงตอ          
กลุมเปรียบเทียบกับวิธีท่ีใชในการประมาณคา (RperF * Med) การแจกแจงความสามารถ               
กับจํานวนขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกันในแบบสอบและวิธีท่ีใชประมาณคา (Dist * NumDIF * Med)                   
จํานวนขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกันในแบบสอบกับอัตราสวนกลุมอางอิงตอกลุมเปรียบเทียบและ              
วิธีท่ีใชประมาณคา (NumDIF * RperF * Med) อิทธิพลของเทสตเลทกับการแจกแจงความสามารถ
กับจํานวนขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกันในแบบสอบและวิธีท่ีใชประมาณคา (TestEff * Dist * 
NumDIF * Med) มีความคลาดเคล่ือนประเภทท่ี 1 ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 สวนการแจกแจงความสามารถกับจํานวนขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกันในแบบสอบ             
(Dist * NumDIF) อิทธิพลของเทสตเลทกับการแจกแจงความสามารถและจํานวนขอสอบ                      
ท่ีทําหนาท่ีตางกันในแบบสอบ (TestEff * Dist * NumDIF) อิทธิพลของเทสตเลทกับการแจกแจง
ความสามารถและวิธีท่ีใชประมาณคา (TestEff * Dist * Med) อิทธิพลของเทสตเลทกับจํานวน
ขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกันในแบบสอบและวิธีท่ีใชประมาณคา (TestEff * NumDIF * Med)       
อิทธิพลของเทสตเลทกับการแจกแจงความสามารถกับจํานวนขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกนัใน            
แบบสอบและวิธีท่ีใชประมาณคา (TestEff * Dist * NumDIF * Med) มีความคลาดเคล่ือนประเภท 
ท่ี 1 ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
  



 
 
ภาพที่ 4 - 4  ผลการวิเคราะหอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 (Type I error rate) ของการตรวจสอบการทําหนาที่ตางกันของขอสอบ 
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ตารางท่ี 4 - 9  ผลการวิเคราะหคาอํานาจการทดสอบ (Power Rate) ของการตรวจสอบการทําหนาท่ี
ตางกันของขอสอบ  

 
อิทธิพล 
เทสตเลท 

การแจกแจง
ความสามารถ 

จํานวน 
ขอ DIF 

จํานวนกลุมอางอิง 
และกลุมเปรียบเทียบ เง่ือนไข ML Bayes Bayes 

อิทธิพล
เทากันทุก
เทสตเลท 
(0.8, 0.8,  
0.8, 0.8) 

ปกติ 0 1000: 1000 C1 NA NA NA 
1000: 100 C2 NA NA NA 

5 1000: 1000 C3 .9420* .1000 .1240 
1000: 100 C4 .7900 .0980 .0900 

8 1000: 1000 C5 .9425* .1038 .0763 
1000: 100 C6 .7863 .1138 .0450 

เบซาย 0 1000: 1000 C7 NA NA NA 
1000: 100 C8 NA NA NA 

5 1000: 1000 C9 .9800* .6600 .7180 
1000: 100 C10 .8560* .3680 .2800 

8 1000: 1000 C11 .9613* .6000 .5275 
1000: 100 C12 .8113 .2250 .1475 

เบขวา 0 1000: 1000 C13 NA NA NA 
1000: 100 C14 NA NA NA 

5 1000: 1000 C15 .9720* .6640 .7000 
1000: 100 C16 .8340* .2940 .2320 

8 1000: 1000 C17 .9588* .5450 .4988 
1000: 100 C18 .7800 .2875 .1475 

อิทธิพล
เทสตเลท  
ไมเทากัน 
(0.25, 0.5,  
1, 2) 

ปกติ 0 1000: 1000 C19 NA NA NA 
1000: 100 C20 NA NA NA 

5 1000: 1000 C21 .9580* .1840 .2880 
1000: 100 C22 .7740 .0540 .1120 

8 1000: 1000 C23 .9063* .0625 .1025 
1000: 100 C24 .7088 .0825 .0975 

เบซาย 0 1000: 1000 C25 NA NA NA 
1000: 100 C26 NA NA NA 
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ตารางท่ี 4 - 9 (ตอ) 
 

อิทธิพล 
เทสตเลท 

การแจกแจง
ความสามารถ 

จํานวน 
ขอ DIF 

จํานวนกลุมอางอิง 
และกลุมเปรียบเทียบ เง่ือนไข ML Bayes Bayes 

อิทธิพล
เทสตเลท  
ไมเทากัน 
(0.25, 0.5, 
1, 2) 

เบซาย 5 1000: 1000 C27 .9380* .8100 .7140 
1000: 100 C28 .8020 .3840 .3960 

8 1000: 1000 C29 .9225* .7225 .6238 
1000: 100 C30 .7888 .3238 .2413 

เบขวา 0 1000: 1000 C31 NA NA NA 
1000: 100 C32 NA NA NA 

5 1000: 1000 C33 .9720* .8420* .7800 
1000: 100 C34 .8280* .3240 .3520 

8 1000: 1000 C35 .9113* .7175 .6163 
1000: 100 C36 .6975 .2625 .2413 

ขอสอบที่เปน
อิสระและ 
เทสตเลท 
(0, 0.25,  
0.56, 1) 

ปกติ 0 1000: 1000 C37 NA NA NA 
1000: 100 C38 NA NA NA 

5 1000: 1000 C39 .9740* .2660 .3740 
1000: 100 C40 .7500 .1000 .1260 

8 1000: 1000 C41 .9375* .1150 .1550 
1000: 100 C42 .7388 .0975 .1000 

เบซาย 0 1000: 1000 C43 NA NA NA 
1000: 100 C44 NA NA NA 

5 1000: 1000 C45 .9400* .7200 .7820 
1000: 100 C46 .8640* .3320 .3900 

8 1000: 1000 C47 .9663* .5588 .6863 
1000: 100 C48 .8275* .2488 .3063 

เบขวา 0 1000: 1000 C49 NA NA NA 
1000: 100 C50 NA NA NA 

5 1000: 1000 C51 .9520* .6140 .7480 
1000: 100 C52 .7460 .2200 .2860 

8 1000: 1000 C53 .9475* .5913 .7025 
1000: 100 C54 .8063 .2638 .2888 

หมายเหตุ NA หมายถึง ไมสามารถหาคาได, * p < .05 



 
160 

 จากตารางท่ี 4 - 9 ผลการวิเคราะหอํานาจ (Power) การตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกนั
ของขอสอบ โดยรวมมีคาระหวาง 0.0450 - 0.9800 หรือคิดเปนรอยละ 4.50 - 98 หากพจิารณา     
ตามวิธีท่ีใชในการประมาณคา พบวา วิธีแมกซิมัมไลคลิฮูดมีคาระหวาง 0.6975 - 0.9800 หรือ      
คิดเปนรอยละ 69.75 - 98 วิธีของเบส มีคาระหวาง  0.0540 - 0.8420 หรือคิดเปนรอยละ                     
5.40 - 84.20 และวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท มีคาระหวาง 0.0450 - 0.7820 หรือคิดเปน            
รอยละ 4.50 - 78.20 โดยสรุปสวนใหญวิธีแมกซิมัมไลคลิฮูด (ML) คาอํานาจในการตรวจสอบ             
การทําหนาท่ีตางกันของขอสอบสูงผานตามเกณฑท่ีกําหนด และมีอํานาจการทดสอบมากกวา             
วิธีของเบส (Bayes) และวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayes)  ซ่ึงท้ังสองวิธีมีอํานาจ                        
ในการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบตํ่ากวาเกณฑท่ีกําหนด  
 
ตารางท่ี 4 - 10  ผลการเปรียบเทียบความแปรปวน 5 ทาง (5 - Way ANOVA) ของอํานาจ                  

ในการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ (Power rate)  
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
TestEff .030 2 0.0150 12.7324** .0033 

Dist 1.426 2 0.7130 606.1911** .0000 

NumDIF .112 1 0.1117 94.9407** .0000 

RperF 1.571 1 1.5715 1335.9903** .0000 

Med 6.165 2 3.0825 2620.5589** .0000 

TestEff * Dist .014 4 0.0035 2.9441 .0906 

TestEff * NumDIF .006 2 0.0028 2.3973 .1528 

TestEff * RperF .009 2 0.0043 3.6814 .0735 

TestEff * Med .084 4 0.0211 17.9518** .0005 

Dist * NumDIF .004 2 0.0019 1.6172 .2571 

Dist * RperF .244 2 0.1221 103.7709** .0000 

Dist * Med .565 4 0.1412 120.0533** .0000 

NumDIF * RperF .010 1 0.0100 8.5189* .0193 

NumDIF * Med .028 2 0.0139 11.8586** .0040 

RperF * Med .092 2 0.0458 38.9565** .0001 

TestEff * Dist * NumDIF .024 4 0.0060 5.0893* .0245 

TestEff * Dist * RperF .010 4 0.0025 2.1173 .1702 

TestEff * Dist * Med .023 8 0.0028 2.4002 .1185 

TestEff * NumDIF * RperF .003 2 0.0013 1.0837 .3833 

TestEff * NumDIF * Med .003 4 0.0007 0.6337 .6526 

TestEff * RperF * Med .012 4 0.0029 2.4790 .1278 
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ตารางท่ี 4 - 10 (ตอ)  
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Dist * NumDIF * RperF .008 2 0.0039 3.3441 .0880 

Dist * NumDIF * Med .005 4 0.0013 1.0632 .4340 

Dist * RperF * Med .169 4 0.0422 35.8791** .0000 

NumDIF * RperF * Med .009 2 0.0046 3.9383 .0645 

TestEff * Dist * NumDIF * RperF .005 4 0.0012 1.0344 .4460 

TestEff * Dist * NumDIF * Med .003 8 0.0004 0.2998 .9459 

TestEff * Dist * RperF * Med .006 8 0.0007 0.6188 .7437 

TestEff * NumDIF * RperF * Med .001 4 0.0003 0.2960 .8726 

Dist * NumDIF * RperF * Med .002 4 0.0004 0.3772 .8190 

Error .009 8 0.0012   

** p < .01, * p < .05 
 
 จากตารางท่ี 4 - 10 ผลการเปรียบเทียบความแปรปวน 5 ทาง (5 - Way ANOVA)                   
ของอํานาจในการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ (Power rate) พบวา อิทธิพลหลัก 
(Main effect) ท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก อิทธิพลของเทสตเลท (TestEff) การแจกแจง
ความสามารถ (Dist) จํานวนขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกันในแบบสอบ (NumDIF) อัตราสวนกลุม
อางอิงตอกลุมเปรียบเทียบ (RperF) และวธีิท่ีใชประมาณคา (Med)  มีผลตออํานาจการตรวจสอบ
การทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 เม่ือพิจารณาอิทธิพลรวม (Interection effect) พบวา อิทธิพลของเทสตเลทกับวิธีท่ีใช
ประมาณคา (TestEff * Med) การแจกแจงความสามารถกับอัตราสวนกลุมอางอิงตอกลุม
เปรียบเทียบ (Dist * RperF) การแจกแจงความสามารถกับวิธีท่ีใชในการประมาณคา (Dist * Med) 
จํานวนขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกันในแบบสอบกับวิธีท่ีใชประมาณคา (NumDIF * Med) อัตราสวน
กลุมอางอิงตอกลุมเปรียบเทียบกับวิธีท่ีใชประมาณคา (RperF * Med) การแจกแจงความสามารถกับ
อัตราสวนกลุมอางอิงตอกลุมเปรียบเทียบและวิธีท่ีใชประมาณคา (Dist * RperF * Med) มีผลตอ
อํานาจการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกนัของขอสอบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 สวนจํานวนขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกันในแบบสอบกับอัตราสวนกลุมอางอิงตอกลุม
เปรียบเทียบ (NumDIF * RperF) อิทธิพลของเทสตเลทกับการแจกแจงความสามารถและจํานวน
ขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกันในแบบสอบ (TestEff * Dist * NumDIF) มีผลตออํานาจการตรวจสอบ
การทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05



 
 
ภาพที่ 4 - 5  ผลการวิเคราะหอํานาจ (Power Rate) ของการตรวจสอบการทําหนาที่ตางกันของขอสอบ 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจยัคร้ังนีมี้วัตถุประสงค 2 ประการ ประการแรกเพื่อศึกษาผลการประมาณ
คาพารามิเตอรของขอสอบ (ความยากและอํานาจจําแนก) กับพารามิเตอรความสามารถของผูสอบ
ดวยวิธีแมกซิมัมไลคลิฮูด (ML) วิธีของเบส (Bayes) และวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท 
(Bayes) และประการที่สองเพื่อศึกษาผลการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ (DIF) 
ระหวางวิธีแมกซิมัมไลคลิฮูด (ML) วิธีของเบส (Bayes) และวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท 
(Bayes) โดยการศึกษาขอมูลท่ีมีอิทธิพลเทสตเลท การแจกแจงของความสามารถ จํานวนขอสอบ 
ท่ีทําหนาท่ีตางกันในแบบสอบและอัตราสวนของกลุมเปรียบเทียบตอกลุมอางอิงท่ีตางกัน ภายใต
เง่ือนไข ๆ การจําลองขอมูล จํานวน 54 เง่ือนไข (3 x 3 x 3 x 2) ในแตละเง่ือนไขจําลองขอมูลซํ้า 
100 คร้ัง จํานวนการทําซํ้าภายใตเง่ือนไขท่ีแปรเปล่ียนท้ังหมด 5,400 คร้ัง จากนั้น ประมาณ
คาพารามิเตอรดวยวิธีแมกซิมัมไลคลิฮูด (ML) วธีิของเบส (Bayes) และวิธีของเบสแบบมีอิทธิพล
เทสตเลท (Bayes) 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปผลการวิจยั จําแนกตามวัตถุประสงค                
โดยแบงออกเปน 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ผลการประมาณคาพารามิเตอรของขอสอบ (ความยากและ
อํานาจจําแนก) และพารามิเตอรความสามารถของผูสอบ และตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหคา 
ความคลาดเคล่ือนประเภทท่ี 1 และอํานาจของตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ               
ภายใตเง่ือนไขการจําลองขอมูล 4 ปจจัย ไดแก อิทธิพลเทสตเลท การแจกแจงความสามารถ                
จํานวนขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกันในแบบสอบ และอัตราสวนกลุมอางอิงตอกลุมเปรียบเทียบ              
และวิธีการประมาณคาพารามิเตอร ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้
 1.  ผลการประมาณคาพารามิเตอรของขอสอบ (ความยากและอํานาจจําแนก) และ
พารามิเตอรความสามารถของผูสอบ  
  1.1  ผลการประมาณคาพารามิเตอรความยาก พบวา คาเฉล่ียดัชนี RMSE ของ
พารามิเตอรความยาก ซ่ึงมีคาระหวาง 0.0085 - 2.9171 หากพิจารณาตามวิธีท่ีใชประมาณคา พบวา 
วิธีแมกซิมัมไลคลิฮูดมีคาระหวาง 0.0952 - 0.9617 วิธีของเบสแบบไมคํานึงถึงอิทธิพลของเทสต
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เลท มีคาระหวาง 0.0136 - 2.9171 และวิธีของเบสแบบคํานึงถึงอิทธิพลของเทสตเลท มีคาระหวาง 
0.0085 - 1.0238 สวนใหญวธีิแมกซิมัมไลคลิฮูด (ML) จะประมาณคาพารามิเตอรความยากไดดี
ท่ีสุด จํานวน 25 เง่ือนไข วิธีท่ีประมาณคาพารามิเตอรความยากไดดีท่ีสุด รองลงมา คือ วิธีของเบส
แบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayes) จํานวน 19 เง่ือนไข และวิธีของเบส (Bayes) ประมาณคา
คาพารามิเตอรความยากไดดท่ีีสุด จํานวน 10 เง่ือนไข ซ่ึงเง่ือนไขอิทธิพลเทสตเลท การแจกแจง
ความสามารถ  อัตราสวนกลุมอางอิงตอกลุมเปรียบเทียบและวิธีท่ีใชประมาณคาท่ีตางกัน ทําใหผล
ของการประมาณคาพารามิเตอรความยากไดดีตางกันดวย โดยท่ีวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท 
(Bayes) ประมาณคาไดดีเม่ือขอมูลมีการแจกแจงความสามารถเปนแบบปกติ สวนวธีิของเบส 
(Bayes) ยังไมมีแนวโนมแนนอน แตจะประมาณคาพารามิเตอรความยากไดดเีปนสวนใหญเม่ือ
ขอมูลมีการแจกแจงความสามารถเปนแบบเบซาย และวิธีแมกซิมัมไลคลิฮูด (ML) จะประมาณ
คาพารามิเตอรความยากไดดีเม่ือขอมูลมีการแจกแจงความสามารถเปนแบบเบขวา 
  1.2 ผลการประมาณคาพารามิเตอรอํานาจจําแนก พบวา คาเฉล่ียดัชนี RMSE ของ
พารามิเตอรอํานาจจําแนก โดยรวมมีคาระหวาง 0.0081 - 1.2219 หากพจิารณาตามวิธีท่ีใชประมาณ
คาพารามิเตอร พบวา วิธีแมกซิมัมไลคลิฮูด มีคาระหวาง 0.0129 - 1.2219 วิธีของเบสแบบมีอิทธิพล
เทสตเลท มีคาระหวาง  0.0194 - 1.1115 และวิธีของเบส (Bayes) มีคาระหวาง 0.0081 - 0.2729   
สวนใหญวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayes) ประมาณคาไดดีท่ีสุด จํานวน 39 เง่ือนไข   
วิธีท่ีประมาณคาพารามิเตอรอํานาจจําแนกไดดีท่ีสุด รองลงมา คือ วิธีแมกซิมัมไลคลิฮูด (ML) 
จํานวน 15 เง่ือนไข และไมมีเง่ือนไขท่ีวิธีของเบส (Bayes) ประมาณคาไดดีท่ีสุด ซ่ึงเง่ือนไขอิทธิพล
เทสตเลท การแจกแจงความสามารถ และวธีิท่ีใชในการประมาณคาท่ีตางกันท่ีตางกนั ทําใหผล    
การประมาณคาพารามิเตอรอํานาจจําแนกไดดีตางกนัดวย โดยท่ีสวนใหญวิธีการประมาณคา             
ดวยวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayes) จะประมาณคาพารามิเตอรอํานาจจําแนกไดดกีวา            
เม่ือขอมูลความสามารถมีการแจกแจงแบบปกติ หรือเม่ือคาอิทธิพลของเทสตเลท ไมเทากัน 
(Unequal effect) โดยกาํหนดใหอิทธิพลของเทสตเลทมีคาเปน 0.25, 0.5, 1 และ 2 ตามลําดับ           
สวนและวิธีแมกซิมัมไลคลิฮูด (ML) สวนใหญจะประมาณคาพารามิเตอรอํานาจจําแนกไดดี           
เม่ือขอมูลความสามารถมีการแจกแจงแบบเบซาย  
  1.3  ผลการประมาณคาพารามิเตอรความสามารถ พบวา คาเฉล่ียดัชนี RMSE ของ
พารามิเตอรความสามารถ โดยรวมมีคาระหวาง 0.1544 - 1.5201 หากพจิารณาตามวิธีท่ีใชประมาณ
คา พบวา วิธีแมกซิมัมไลคลิฮูดมีคาระหวาง 0.2038 - 1.5201 วิธีของเบสแบบไมคํานงึถึงอิทธิพล
ของเทสตเลท มีคาระหวาง  0.1842 - 0.8024 และวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท มีคาระหวาง 
0.1544 - 0.4488 สวนใหญวธีิของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayes) ประมาณคาไดดีท่ีสุด 
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จํานวน 53 เง่ือนไข วิธีท่ีประมาณคาพารามิเตอรอํานาจจําแนกไดดีท่ีสุด รองลงมา คือ วิธีของเบส 
(Bayes) จํานวน 1 เง่ือนไข และไมมีเง่ือนไขใดท่ีวิธีแมกซิมัมไลคลิฮูด (ML) ประมาณคาไดดีท่ีสุด 
ซ่ึงเง่ือนไขอิทธิพลเทสตเลท การแจกแจงความสามารถ และวิธีท่ีใชในการประมาณคาท่ีตางกัน            
ทําใหผลการประมาณคาพารามิเตอรอํานาจจําแนกไดดีตางกันดวย 
 2.  ผลการวิเคราะหคาความคลาดเคล่ือนประเภทท่ี 1 และอํานาจของตรวจสอบ                 
การทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ  
  2.1  ผลการวิเคราะหอัตราความคลาดเคล่ือนประเภทท่ี 1 (Type I error rate)                       
ของการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ พบวา โดยรวมมีคาระหวาง 0 - 0.6725 หรือ           
คิดเปนรอยละ 0 - 67.25 หากพิจารณาตามวิธีท่ีใชในการประมาณคา พบวา วิธีแมกซิมัมไลคลิฮูด 
(ML) มีคาระหวาง 0.3606 - 0.6725 หรือคิดเปนรอยละ 36.06 - 67.25 วธีิของเบส (Bayes)                        
มีคาระหวาง 0 - 0.5980 หรือคิดเปนรอยละ 0 - 59.80 และวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท 
(Bayes) มีคาระหวาง 0 - 0.0603 หรือรอยละ 0 - 6.03 โดยสวนใหญวธีิของเบสแบบมีอิทธิพล 
เทสตเลท (Bayes) สามารถควบคุมความคลาดเคล่ือนประเภทท่ี 1 ไดดีท่ีสุด สวนการตรวจสอบ
การทําหนาท่ีตางกันของขอสอบในแบบสอบดวยวิธีแมกซิมัมไลคลิฮูด (ML) ไมผานตามเกณฑ      
ท่ีกําหนดทุกเง่ือนไข 
  2.2  ผลการวิเคราะหคาอํานาจการทดสอบของการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของ
ขอสอบ  (Power rate) พบวา โดยรวมมีคาระหวาง 0.0450 - 0.9800 หรือคิดเปนรอยละ 4.50 - 98 
หากพิจารณาตามวิธีท่ีใชประมาณคา พบวา วิธีแมกซิมัมไลคลิฮูดมีคาระหวาง 0.6975 - 0.9800  
หรือคิดเปนรอยละ 69.75 - 98 วิธีของเบส มีคาระหวาง  0.0540 - 0.8420 หรือคิดเปนรอยละ             
5.40 - 84.20 และวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท มีคาระหวาง 0.0450 - 0.7820 หรือคิดเปน           
รอยละ 4.50 - 78.20 โดยสรุป สวนใหญวธีิแมกซิมัมไลคลิฮูด (ML) คาอํานาจในการตรวจสอบ            
การทําหนาท่ีตางกันของขอสอบสูงผานตามเกณฑท่ีกําหนด และมีอํานาจการทดสอบมากกวา            
วิธีของเบส (Bayes) และวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayes)  ซ่ึงท้ังสองวิธีมีอํานาจ                 
ในการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบตํ่ากวาเกณฑท่ีกําหนด 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การอภิปรายผลในงานวจิัยนีน้ําเสนอ 2 ประเด็นหลักตามวัตถุประสงค ไดแก ประเดน็
แรก ผลการประมาณคาพารามิเตอรขอสอบ (อํานาจจําแนกและความยาก) พารามิเตอรผูสอบ 
(ความสามารถ) และประเดน็ท่ี 2 การตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกนัของขอสอบ โดยท้ังสอง
ประเด็นทําการประมาณคาพารามิเตอรดวยวิธีแมกซิมัมไลคลิฮูด (ML) วิธีของเบส (Bayes) และ    
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วิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayes) ในเง่ือนไขอิทธิพลเทสตเลท การแจกแจงของ
ความสามารถ จํานวนขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกัน ในแบบสอบและอัตราสวนของกลุมเปรียบเทียบ
ตอกลุมอางอิงท่ีตางกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

1. ผลการประมาณคาพารามิเตอรขอสอบ (ความยากและอํานาจจําแนก) พารามิเตอร
ผูสอบ (ความสามารถ)  

เม่ือพิจารณาวธีิการประมาณคาพารามิเตอร จากผลการเปรียบเทียบความแปรปรวน          
5 ทาง (5 - Way ANOVA) ของคาเฉล่ียดัชนี RMSE ของพารามิเตอรความยาก อํานาจจําแนกและ
ความสามารถ พบวา วิธีการประมาณคาพารามิเตอร ทําใหคาเฉล่ียดัชน ีRMSE ตางกันอยางมี
นัยสําคัญท่ีระดับ .01 ท้ัง 3 พารามิเตอร นั่นคือ วิธีการประมาณคาพารามิเตอรแตละวิธีมี                    
ความถูกตองในการประมาณคาพารามิเตอรตางกัน โดยเม่ือพิจารณาคาเฉล่ียดัชนี RMSE                       
ของพารามิเตอรความยากจะเหน็วา การประมาณคาดวยวิธีของเบส (Bayes) และวิธีของเบสแบบ              
มีอิทธิพลเทสตเลท (Bayes) มีคาเฉล่ียดัชนี RMSE ใกลเคียงกัน ยกเวนกรณีท่ีอิทธิพลของเทสตเลท
มีคาเปน 0.25, 0.5, 1, 2 รวมกบัการแจกแจงความสามารถท่ีเปนแบบเบซายและเบขวา ซ่ึงทําให            
วิธีของเบส (Bayes) มีคา RMSE สูงข้ึน สวนการประมาณคาพารามิเตอรดวยวิธีแมกซิมัมไลคลิฮูด 
(ML) จะประมาณคาพารามิเตอรความยากไดดีในชวงของการแจกแจงความสามารถท่ีเปนแบบ              
เบขวา ซ่ึงสอดคลองกับ Vincent & Prathiba (2012) ศึกษาเปรียบเทียบวธีิ Marginal Maximum 
Likelihood และ Markov Chain Monte Carlo ในการประมาณคาพารามิเตอรโมเดล Graded 
Response พบวา เม่ือการแจกแจงของคุณลักษณะแฝง (Latent trait distribution) เปนแบบเบ              
(Skew - normal) วิธีท่ีประมาณคาไดดีกวา คือ วิธี Marginal Maximum Likelihood อยางไรก็ตาม  
เม่ือพิจารณาจากจํานวนตัวอยางท่ีแปรเปล่ียน ไมมีผลตอการประมาณคาดวยวิธีของเบส (Bayes) 
และวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayes) ซ่ึงตางจากการประมาณคาพารามิเตอรดวยวิธี 
แมกซิมัมไลคลิฮูด (ML) พบวา เม่ือจํานวนตัวอยางเพิ่มข้ึนจะทําใหการประมาณคาพารามิเตอร          
ไดดีกวาจํานวนตัวอยางขนาดเล็กกวา สอดคลองกับผลการศึกษาของ Wang & Wilson (2005 b)              
ท่ีศึกษา Rasch Testlet Model สําหรับขอมูลท่ีมีวิธีการใหคะแนนรายขอแบบสองคาและหลายคา
และประมาณคาพารามิเตอรดวยวิธีแมกซิมัมไลคลิฮูด พบวา เม่ือจํานวนตัวอยางมากข้ึนคา RMSE 
ของการประมาณคาจะลดลงในระดับท่ียอมรับได 

เม่ือพิจารณาท่ีการประมาณคาพารามิเตอรอํานาจจําแนก พบวา สวนใหญวิธีของเบส
แบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayes) ประมาณคาไดดีท่ีสุด เม่ือขอมูลความสามารถมีการแจกแจง           
แบบปกติ หรือ เม่ือคาอิทธิพลเทสตเลทไมเทากัน (Unequal effect) โดยกําหนดใหอิทธิพลเทสตเลท            
มีคาเปน 0.25, 0.5, 1 และ 2 ตามลําดับ สวนวิธีแมกซิมัมไลคลิฮูด (ML) สวนใหญจะประมาณ
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คาพารามิเตอรอํานาจจําแนกไดดีเม่ือขอมูลความสามารถมีการแจกแจงแบบเบซาย และเม่ือพิจารณา
ท่ีการประมาณคาพารามิเตอรความสามารถ พบวา สวนใหญวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท 
(Bayes) ประมาณคาไดดีท่ีสุด 

หากมองในภาพรวมทุกเง่ือนไขสําหรับการประมาณคาพารามิเตอรความยาก อํานาจ
จําแนก และความสามารถจะพบวา เง่ือนไขสวนใหญท้ังสามวิธีมีการประมาณคาไดไมตางกันมาก
ท้ังนี้อาจเปนเพราะอิทธิพลของเทสตเลทไมมากพอที่จะทําใหเกิดผลกระทบตอการประมาณคา            
ซ่ึงแมจะไมมีกฏเกณฑแนนอนในการตัดสินวาอิทธิพลของเทสตเลทเทาใดจึงจะมีอิทธิพลมากพอ 
(Ravand, 2015) แตจากการศึกษาท่ีผานมา ก็พบวา ขนาดอิทธิพลเทสตเลทท่ีนอยกวา 0.25                     
ไมมีผลกระทบตอการประมาณคาพารามิเตอร สวนอิทธิพลท่ีเห็นผลชัดเจนมีคา 0.5 - 2.0                         
(เชน Wainer et al., 2000; Wang et al., 2002; Zhang, 2010) และสอดคลองกับ Eckes & Baghaei 
(2015) ไดตรวจสอบความไมเปนอิสระของขอสอบใน C - Test แลวพบวา เม่ืออิทธิพลเทสตเลท         
มีคานอย การประมาณคาดวย 2 - PL TRT หรือ Standard IRT มีความเหมือนกนัคอนขางมาก               
และ Cheng (1996) พบวา การใหคะแนนแบบรายขอมีประสิทธิภาพของการประมาณคามากกวา                 
การใหคะแนนแบบเทสตเลท เม่ือระดับความเปนอิสระกันของขอสอบภายในเทสตเลทตํ่า                   
และการใหคะแนน แบบเทสตเลทมีประสิทธิภาพของการประมาณคามากกวา การใหคะแนน                      
แบบรายขอ เม่ือระดับความเปนอิสระกันของขอสอบภายในเทสตเลทสูง ดังนั้น จะเหน็วา                 
เม่ือคาอิทธิพลของเทสตเลท ไมเทากัน (Unequal effect) โดยกําหนดใหอิทธิพลของเทสตเลท               
มีคา เปน 0.25, 0.5, 1 และ 2 พบวา การประมาณคาดวยวธีิของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท 
(Bayes) จึงสามารถประมาณคาพารามิเตอรไดดีกวาอีกสองวิธีอยางเห็นไดชัด นอกจากนี้                   
Purya & Hamdollah (2016) ไดตรวจสอบความไมเปนอิสระของขอสอบใน C-Test พบวา                      
คา RMSE ของพารามิเตอรอํานาจจําแนกระหวางโมเดล TRT (มีอิทธิพลเทสตเลท) และ IRT                
(ไมมีอิทธิพลเทสตเลท) มีความแมนยําพอกัน สวนพารามิเตอรความยากเปนการวิเคราะหดวย
โมเดล TRT มีความแมนยํามากกวา 

สวนใหญแลวทุกวิธีสามารถประมาณคาพารามิเตอรไดดีเม่ือการแจกแจงของ
ความสามารถเปนแบบปกติ สําหรับเง่ือนไขท่ีคาดวาจะพบในสถานการณจริง นัน่คือ กรณท่ีีแบบสอบ
มีขอสอบท่ีผสมกันระหวางขอสอบท่ีมีความเปนอิสระและขอสอบท่ีมีอิทธิพลเทสตเสทผสมอยู
หากเปนการสอบท่ีมีจํานวนผูสอบมาก เชน การสอบระดับชาติ คาดวาการแจกแจงความสามารถ
นาจะเปนแบบปกติ ซ่ึงกรณนีี้ พบวา ท้ังสามวิธีสามารถประมาณคาพารามิเตอรความสามารถและ
อํานาจจําแนกไดไมตางกนั ยกเวนการประมาณคาพารามิเตอรความยาก ซ่ึงวิธีของเบส(Bayes) และ
วิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayes) จะประมาณคาพารามิเตอรไดดีกวาวิธีแมกซิมัม              
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ไลคลิฮูด (ML) สวนกรณีท่ีความสามารถมีการแจกแจงแบบเบนั้น การประมาณคาความสามารถ
ของผูสอบ วิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayes) จะสามารถประมาณคาไดถูกตองมากกวา
วิธีอ่ืน ๆ  

2. ผลการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ  
 การตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบท่ีมีลักษณะของความเปนเทสตเลทผสม

ในแบบสอบ ภายใตเง่ือนไข 4 ปจจัย ไดแก อิทธิพลของเทสตเลท การแจกแจงของความสามารถ 
จํานวนขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกันในแบบสอบและอัตราสวนของกลุมเปรียบเทียบตอกลุมอางอิง    
ท่ีตางกันนัน้ พบวา วิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayes) และวธีิของเบส  (Bayes) สามารถ
ควบคุมอัตราความคาดเคล่ือนประเภทท่ี 1 ไดดี (ยกเวนกรณีท่ีอิทธิพลเทสตเลทมีคาเปน 0.25, 0.5, 
1, 2 รวมกับการแจกแจงความสามารถท่ีเปนแบบเบซายและเบขวา วิธีของเบสมีความคาดเคล่ือน
ประเภทท่ี 1 สูง) และมีอํานาจการตรวจสอบสูงเม่ือมีการแจกแจงความสามารถแบบเบซายและ
จํานวนตัวอยางมาก แตไมมากถึงเกณฑทีกาํหนด ตรงขามกับวิธีแมกซิมัมไลคลิฮูด (ML)              
ซ่ึงไมสามารถควบคุมอัตราความคาดเคล่ือนประเภทท่ี 1 แตมีอํานาจการตรวจสอบสูง ท้ังนี้ อาจเปน
เพราะอิทธิพลเทสตเลททําใหเกิดผลทางลบ นั่นคือ ทําใหการประมาณคาพารามิเตอรไมถูกตอง  
และลําเอียง (แสงหลา ชัยมงคล, 2551) ซ่ึงหากประมาณคาพารามิเตอรท่ีใชตัดสินใจสูงเกินจริงแลว             
ก็จะทําใหพบวาตรวจสอบพบขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกนัของขอสอบไดมาก ประกอบกับ                       
การตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบดวยวิธีแมกซิมัมไลคลิฮูด (ML) ตัดสินจาก                     
การทดสอบนยัสําคัญดวย z-statistic (ผลการประมาณคาปฏิสัมพันธหารดวยความคาดเคล่ือน
มาตรฐาน) สวนวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayes) และวิธีของเบส (Bayes) ตัดสิน                
การทําหนาท่ีตางกันของขอสอบดวยการเทียบกับเกณฑ นั่นคือ คาสัมบูรณของขนาดพารามิเตอร             
ท่ีใชตัดสินการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ ( ) มากกวา 0.426 และชวงคาขอบบนและขอบลาง
ของชวงความเชื่อม่ัน 95% ไมคลุมศูนย ซ่ึงมีคาใกลเคียงกบัขนาดของการทําหนาท่ีตางกันของ
ขอสอบท่ีจําลองขอมูล (Impact = 0.5) ท่ีใชประมาณคา DIF ประกอบกับ Fukuhara & Kamata 
(2011) พบวา เม่ืออํานาจจําแนกมีคาเพิ่มข้ึน วิธีของเบส (โมเดล Standart IRT และ Bi - factor 
MIRT) จะประมาณคาขนาดของ DIF ในขอท่ีทําหนาท่ีตางกันตํ่ากวาความเปนจริง 
(Underestimated) สอดคลองกับ Gulsen & Nuri (2015) ศึกษาความเท่ียง โดยใช G - theory และ 
การทําหนาท่ีตางกันของขอสอบโดยประมาณคาพารามิเตอรดวยวิธีของเบส โดยใช WinBUGS 
พบวา ขนาดของ DIF  ท่ีประมาณคาดวยโมเดลที่กําจัดอิทธิพลเทสตเลทจะนอยกวาโมเดล Standard 
IRT ดังนั้น เม่ือทําการประมาณคาพารามิเตอร จึงอาจไดคาท่ีนอยกวาเกณฑท่ีกําหนด จึงสงผลตอ
การตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบไดนอยลง 
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 อยางไรก็ตามเม่ือพิจารณาภายใตเง่ือนไข 4 ปจจัย มีรายละเอียดแตละปจจัย ดังนี ้
2.1   อิทธิพลของเทสตเลท พบวา วิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayes) และ

วิธีของเบส (Bayes) สามารถควบคุมอัตราความคาดเคล่ือนประเภทท่ี 1 ไดดี เม่ือแบบสอบมีคา
อิทธิพลเทสตเลทเทากันทุกเทสตเลท และแบบสอบประกอบดวยขอสอบท่ีเปนอิสระผสมกับเทสต
เลท สวนกรณท่ีีแบบสอบมีคาอิทธิพลของเทสตเลทไมเทากัน วิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท 
(Bayes) สามารถควบคุมอัตราความคาดเคล่ือนประเภทท่ี 1 ไดดี สวนวิธีของเบส (Bayes) สามารถ
ควบคุมอัตราความคาดเคล่ือนประเภทท่ี 1 ไดดีเฉพาะกรณีท่ีการแจกแจงความสามารถเปนแบบ
ปกติ อยางไรกต็าม ท้ังสองวิธีมีอํานาจการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกนัของขอสอบตํ่ากวาเกณฑ 
สวนวิธีแมกซิมัมไลคลิฮูด (ML) ไมสามารถควบคุมอัตราความคาดเคล่ือนประเภทท่ี 1 ได                
แตมีอํานาจการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบสูง ซ่ึงผลของความสามารถใน                    
การควบคุมอัตราความคาดเคล่ือนประเภทท่ี 1 มีลักษณะคลายกับการประมาณคาพารามิเตอร                
จึงอาจเกดิจากสาเหตุเดยีวกนั นั่นคือ ขนาดอิทธิพลเทสตเลทท่ีนอยกวา 0.25 ไมมีผลกระทบ                
ตอการประมาณคาพารามิเตอร สวนอิทธิพลเทสตเลทท่ีเห็นผลชัดเจนมีคา 0.5 - 2.0 จึงทําให               
ขนาดอิทธิพลเทสตเลทคาอ่ืน ๆ มีผลใกลเคียงกัน ยกเวนกรณีท่ีอิทธิพลของเทสตเลทมีคาเปน               
0.25, 0.5, 1, 2   

2.2   การแจกแจงของความสามารถ พบวา วิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท 
(Bayes) และวิธีของเบส (Bayes) สามารถควบคุมอัตราความคาดเคล่ือนประเภทท่ี 1 ไดดี                  
แตมีอํานาจการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบตํ่ากวาเกณฑ โดยท่ีการแจกแจงแบบเบ
จะมีอํานาจการตรวจสอบมากกวาการแจกแจงแบบปกติ ท้ังนี้ขัดแยงกบัผลการศึกษาของ                
Monaco (1997) ทําการศึกษาการแจกแจงความสามารถแบบเบท่ีมีผลกับการทําหนาท่ีตางกันของ
ขอสอบดวยการเปรียบเทียบวิธี Mantel - Haenszel และวธีิ DFIT โดยใชขอมูลจําลอง พบวา                   
เม่ือการแจกแจงพารามิเตอรความสามารถมีความเบมาก สงผลใหความถูกตองในการตรวจสอบ 
การทําหนาท่ีตางกนัของขอสอบลดลง แตการแจกแจงแบบเบปานกลางไมสงผลตอการตรวจจับ
มากนัก สวนวธีิแมกซิมัมไลคลิฮูด (ML) ไมสามารถควบคุมอัตราความคาดเคล่ือนประเภทท่ี 1 ได 
แตมีอํานาจการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบสูงกวาอีกสองวิธีในทุกการแจกแจง  

2.3   จํานวนขอสอบท่ีมีการทําหนาท่ีตางกนั  พบวา อัตราความคาดเคล่ือนประเภทที่ 1 
มีผลกระทบเฉพาะกรณีท่ีอิทธิพลเทสตเลทมีคาเปน 0.25, 0.5, 1, 2 ท่ีการแจกแจงความสามารถ 
แบบเบ มีความไมแนนอน สวนอํานาจในการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ พบวา 
จํานวนขอสอบท่ีมีการทําหนาท่ีตางกันปกติ (5 ขอ หรือ DIF รอยละ 12.5 ในแบบสอบ) จะมีอํานาจ
ในการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบไดมากกวา จํานวนขอสอบท่ีมีการทําหนาท่ี
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ตางกันมาก (8 ขอ หรือ DIF รอยละ 20 ในแบบสอบ) สอดคลองกับ Narayanan & Swaminathan 
(1994) อธิบายวา ปกติแลวแบบสอบยาวจะมีความนาเช่ือถือมากกวาแบบสอบส้ัน เนื่องจากผลของ
การประมาณคาความสามารถมีความนาเช่ือถือ ในทางกลับกันถาสัดสวนของขอสอบท่ี DIF มากข้ึน 
(จํานวนขอท่ีทําหนาท่ีตางกนัในเบบสอบ) จะทําใหการประมาณคาความสามารถมีความนาเช่ือถือ
นอยลง ซ่ึงสงผลใหมีความถูกตองนอยลง ดังนั้น อํานาจของการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกัน       
ก็จะลดลงตามไปดวย 

2.4   อัตราสวนกลุมอางอิงตอกลุมเปรียบเทียบ พบวา ท้ังสามวิธี เม่ือจํานวนผูสอบมาก 
(อัตราสวนกลุมอางอิงตอกลุมเปรียบเทียบเปน 1000: 1000) อัตราความคาดเคล่ือนประเภทท่ี 1 
(Type I error) จะนอยกวาจํานวนผูสอบนอย และอํานาจทดสอบ (Power) มากกวาจํานวนผูสอบ
นอย สอดคลองกับ Narayanan & Swaminathan (1994) อธิบายวา อัตราการตรวจจับขอสอบท่ี             
ทําหนาท่ีตางกนัจะเพิ่มข้ึน เม่ือจํานวนตัวอยางมากข้ึน และ Hambleton (1991, อางถึงใน ศิริชัย              
กาญจนวาสี, 2550) ระบุวาการประมาณคาพารามิเตอรดวยวิธีแมกซิมัมไลคลิฮูด เม่ือวิเคราะห
โมเดล 2 และ 3 พารามิเตอร คาพารามิเตอรจะมีความคงเสนคงวาได กต็อเม่ือมีจํานวนขอสอบมาก
และกลุมผูสอบมีขนาดใหญ   

หากพิจารณาเง่ือนไขท่ีคาดวาจะพบในสถานการณจริงบอยท่ีสุด ซ่ึงอาจเปนกรณี            
ท่ีแบบสอบมีขอสอบท่ีผสมกันระหวางขอสอบท่ีมีความเปนอิสระและขอสอบท่ีมีอิทธิพลเทสตเสท
ผสมอยู นั้น พบวา วิธีของเบส (Bayes) และวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayes) สามารถ
ควบคุมอัตราความคาดเคล่ือนประเภทท่ี 1 ไดดีกวาวิธีแมกซิมัมไลคลิฮูด (ML) อยางไรก็ตาม         
เม่ือพิจารณาท่ีอํานาจการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกนัของขอสอบ กลับพบวา วิธีแมกซิมัมไลค           
ลิฮูด (ML) ซ่ึงไมสามารถควบคุมอัตราความคาดเคล่ือนประเภทท่ี 1 ไดนั้น กลับมีอํานาจ                     
การตรวจสอบสูง สวนวิธีของเบส (Bayes) และวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayes)                
มีอํานาจการตรวจสอบสูงเม่ือมีการแจกแจงความสามารถแบบเบซายและจํานวนตัวอยางมาก                  
แตไมมากถึงเกณฑท่ีกําหนด  
 

ขอเสนอแนะ  
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1. ผลการศึกษาคร้ังนี้ พบวา การประมาณคาพารามิเตอรความสามารถของผูสอบจาก
แบบสอบท่ีมีลักษณะของเทสตเลท สวนใหญวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayes) 
ประมาณคาไดดีท่ีสุด ดังนัน้ สําหรับการสอบท่ีตองตัดสินความสามารถของผูสอบ ควรใชวิธีของ
เบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayes) เนื่องจากสามารถประมาณคาไดถูกตองมากกวาวิธีอ่ืน ๆ  
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2. ในการวิเคราะหขอสอบท่ีมีลักษณะของความเปนเทสตเลทผสมในแบบสอบ               
ควรตรวจสอบขอมูลกอนการวิเคราะหคุณภาพขอสอบ เชน หากขอมูลความสามารถมีการ                
แจกแจงแบบปกติ ควรประมาณคาพารามิเตอรของขอสอบโดยใชวิธีของเบสแบบมีอิทธิพล     
เทสตเลท (Bayes) หากขอมูลความสามารถมีการแจกแจงแบบเบ สามารถใชการประมาณ
คาพารามิเตอรขอสอบโดยใชวิธีแมกซิมัมไลคลิฮูด (ML) แทนได เนื่องจากจะไดผลการวิเคราะห
ใกลเคียงกัน แตประหยดัเวลาในการคํานวณมากกวา 

3. ผลการศึกษาคร้ังนี้ พบวา เม่ือแบบสอบประกอบดวยอิทธิพลของเทสตเลทมีคา           
เปน 0.25, 0.5, 1, 2 (ระดับของอิทธิพลเทสเลดตางกันและอิทธิพลเทสเลดอยูในระดับมาก)                 
จะมีผลการประมาณคาพารามิเตอรท่ีตางกนัท่ีสุด โดยท่ีวธีิของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท 
(Bayes) สามารถประมาณคาไดดีท่ีสุด ดังนั้น กอนการวเิคราะหขอสอบควรมีการตรวจสอบ              
ระดับของความไมเปนอิสระของขอสอบกอน เพื่อใหแนใจวาจะใชโมเดลใดท่ีเหมาะสมท่ีสุด               
ในการวิเคราะหขอสอบ 

4. ผลการศึกษาคร้ังนี้ พบวา การตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบท่ีมีลักษณะ
ของความเปนเทสตเลทผสมในแบบสอบ ภายใตเง่ือนไข 4 ปจจัย แมวธีิแมกซิมัมไลคลิฮูด (ML)     
จะมีอํานาจการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบสูง แตไมสามารถควบคุมอัตรา             
ความคาดเคล่ือนประเภทท่ี 1 ไดตามเกณฑท่ีกําหนด ตรงขามกับวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท 
(Bayes) ท่ีมีความสามารถในการควบคุมอัตราความคาดเคล่ือนประเภทท่ี 1 ไดตามเกณฑ                  
และมีอํานาจการตรวจสอบสูงหากขอมูลมีการแจกแจงความสามารถแบบเบซายและจํานวน     
ตัวอยางมาก แมอํานาจการตรวจสอบจะไมถึงเกณฑท่ีกําหนดก็ตาม ดังนั้น สําหรับ การตัดสิน            
การทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ จึงควรใชวธีิของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayes)                 
เนื่องจากตัดสินใจผิดพลาดนอยกวา  
 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

1.   เนื่องจากการศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบแบบเอกรูป 
(Uniform DIF) ดังนั้นการศึกษาคร้ังตอไป ควรศึกษาการทําหนาท่ีตางกนัของขอสอบแบบอเนกรูป 
(Non - uniform DIF) เพื่อเปรียบเทียบผลการประมาณคาพารามิเตอรและการตรวจสอบ                 
การทําหนาท่ีตางกันของขอสอบของลักษณะขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกนัในแบบสอบท่ีมีลักษณะ
ตางกัน 

2.   การศึกษาคร้ังนี้ กําหนดใหแบบสอบประกอบดวยเทสตเลทท่ีมีจํานวนขอเทากัน    
ทุกเทสตเลท ดังนั้น การศึกษาคร้ังตอไป ควรศึกษาแบบสอบท่ีประกอบดวยเทสตเลทท่ีมีจํานวนขอ
ในแตละเทสตเลทในหลายรูปแบบ 
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3.   โปรแกรมท่ีใชในการประมาณคาพารามิเตอรดวยวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสต
เลท (Bayes) ในการศึกษาคร้ังนี้ใชโปรแกรม R รวมกับโปรแกรม WinBUGS  แมจะงายตอ        
การนําไปใช และมีความยดืหยุน เนื่องจากสามารถเรียกใชงานไดจาก R2WinBUGS Package             
แตก็มีอุปสรรค คือ เวลาท่ีใชในการประมวลผลคอนขางนาน (Time - consuming process) สําหรับ
การศึกษาคร้ังนี้ใชเวลาประมาณ 8 - 10 ช่ัวโมงตอคร้ัง (ข้ึนอยูกับเง่ือนไขและสภาพแวดลอมของ
คอมพิวเตอร) ดังนั้น สําหรับการศึกษาคร้ังตอไป อาจเลือกใชโปรแกรม (Software) หรือสํารวจ
กระบวนการอืน่ ๆ ในการนําวิธีประมาณคานี้ไปใช โดยใหมีเวลาการประมวลผลที่นอยลง 

4.   ควรศึกษาลักษณะของขอมูลในดานอ่ืน ๆ ท่ีมีผลกระทบตอการประมาณ
คาพารามิเตอรหรือการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ เชน แบบสอบท่ีประกอบดวย
ขอมูลท่ีมีการสูญหาย (Missing data) ขอมูลสุดโตง (Outlier) แบบสอบท่ีมีขอมูลผสมกันของวิธีการ
ใหคะแนนรายขอแบบสองคาและหลายคา (Dichotomous and polytomous data) เปนตน 

5.   แมวาวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท (Bayes) จะกําจัดปญหาความไมเปนอิสระ
ในการตอบขอสอบออกไดรองรับการวิเคราะหแบบ 2 พารามิเตอร และไมทําใหสารสนเทศรายขอ
หายไป ซ่ึงสอดคลองกันความเปนจริงมากกวาโมเดลอ่ืน ๆ แตอุปสรรคอยางหนึ่งของโมเดลนี้ คือ 
มีจํานวนพารามิเตอรท่ีตองประมาณคามาก ซ่ึงอาจทําใหความพอดี (Fit) ของโมเดลอาจจะไมดีนกั 
(Li, Li  & Wang, 2010) ดังนั้น การศึกษาคร้ังตอไปอาจทําการเปรียบเทียบการประมาณ
คาพารามิเตอรและตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบกับโมเดลอ่ืน ๆ เชน Four - level IRT 
model (Jiao, et al., 2012) เปนตน 

6.   ควรศึกษาลักษณะความเปนเทสตเลทท่ีมีผลตอการประมาณคาความสามารถในกรณี
ของการทดสอบแบบปรับเหมาะดวยคอมพวิเตอร (Computerized adaptive testing: CAT) เนื่องจาก
การสุมเลือกขอสอบอาจเกิดกรณีท่ีผลการตอบของขอสอบขอหนึ่งมาจากโจทยของอีกขอหนึ่ง 
(Cross - information) ซ่ึงแสดงถึงความไมเปนอิสระของการตอบคําถามในแตละขอ ทําใหเกิด            
การคํานวณคาความสามารถของผูสอบคาดเคล่ือน แลวสงผลตอการยุติการสอบกอนกําหนด  
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ตัวอยาง History plot, density plot และ acf (Autocorrelation function) plot 
ของพารามิเตอรอํานาจจําแนกประมาณคาดวยวิธี Bayes และวิธี Bayes 
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ภาพท่ี ข - 2 ตัวอยาง density plot ของพารามิเตอรอํานาจจําแนกท่ีประมาณคาดวยวิธี Bayes 
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ภาพท่ี ข - 5 ตัวอยาง density plot ของพารามิเตอรอํานาจจําแนกท่ีประมาณคาดวยวิธี Bayes 
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ภาพท่ี ข - 6 ตัวอยาง acf plot ของพารามิเตอรอํานาจจําแนกท่ีประมาณคาดวยวิธี Bayes 
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ตัวอยาง History plot, density plot และ acf (autocorrelation function) plot 
ของพารามิเตอรความสามารถ ท่ีประมาณคาดวยวิธี Bayes และวิธี Bayes 
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ภาพท่ี ค - 2 ตัวอยาง density plot ของพารามิเตอรความสามารถท่ีประมาณคาดวยวิธี Bayes 
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ภาพท่ี ค - 3 (ตอ) 
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211 

 

 

 
ภาพท่ี ค - 5 ตัวอยาง density plot ของพารามิเตอรความสามารถท่ีประมาณคาดวยวิธี Bayes 
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ภาพท่ี ค - 6 ตัวอยาง acf plot ของพารามิเตอรความสามารถท่ีประมาณคาดวยวิธี Bayes  
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ภาพท่ี ค - 6 (ตอ) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
ตัวอยาง History plot, density plot และ acf (autocorrelation function) plot 

ของพารามิเตอรท่ีใชในการตัดสิน DIF ท่ีประมาณคาดวยวิธี Bayes และวิธี Bayes 
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ภาพท่ี ง - 1 ตัวอยาง History plot ของพารามิเตอรท่ีใชในการตัดสิน DIF ท่ีประมาณคา 

ดวยวิธี Bayes  
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ภาพท่ี ง - 1 (ตอ)  
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ภาพท่ี ง - 2 ตัวอยาง density plot ของพารามิเตอรท่ีใชในการตัดสิน DIF ท่ีประมาณคา 
ดวยวิธี Bayes 
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ภาพท่ี ง - 3  ตัวอยาง acf plot ของพารามิเตอรท่ีใชในการตัดสิน DIF ท่ีประมาณคา 

ดวยวิธี Bayes 
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ภาพท่ี ง - 3 (ตอ) 
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ภาพท่ี ง - 4  ตัวอยาง History plot ของพารามิเตอรท่ีใชในการตัดสิน DIF ท่ีประมาณคา 

ดวยวิธี Bayes  
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ภาพท่ี ง - 4 (ตอ)  
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ภาพท่ี ง - 5  ตัวอยาง density plot ของพารามิเตอรท่ีใชในการตัดสิน DIF ท่ีประมาณคา 

ดวยวิธี Bayes 
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ภาพท่ี ง - 6 ตัวอยาง acf plot ของพารามิเตอรท่ีใชในการตัดสิน DIF ท่ีประมาณคาดวยวิธี Bayes 
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ภาพท่ี ง - 6 (ตอ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 
คําส่ังในโปรแกรม R สําหรับการประมวลผลดวยวิธีของเบส 

และวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท 
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คําส่ังในโปรแกรม R สําหรับการประมวลผลดวยวิธีของเบส 

IRTmodel <- function(){ 
mu.Beta1<-mean(Beta1[]) 
mu.z<-mean(z[]) 
sd.z<-sd(z[]) 
for (i in 1:n){ 
 a[i]~dnorm(mua,siga) %_%I(0,) 
 b[i]~dnorm(mub,sigb) 
 Beta1[i]~dnorm(muBeta1,sigBeta1) 
 adj.Beta1[i]<-(Beta1[i]-mu.Beta1) } 
mua~dnorm(0,.0001) 
mub~dnorm(0,.0001) 
Beta~dnorm(muBeta,sigBeta) 
muBeta~dnorm(0,.0001) 
muBeta1~dnorm(0,.0001) 
siga~dchisqr(.5) 
sigb~dchisqr(.5) 
sigBeta~dchisqr(.5) 
sigBeta1~dchisqr(.5) 
for (j in 1:N){ 
 for (i in 1:n){ 
  p[j,i]<- 1/(1+exp(-(a[i]*(((Beta*Group[j])+z[j])-b[i]-(Beta1[i]*Group[j]))))) 
  U[j,i]~dbern(p[j,i])  
  } 
 z[j] ~ dnorm(0,1) 
 } 
adj.Beta<-(Beta-mu.Beta1) 
} 
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filename <- file.path("C:/A1", "IRT.bug") 
write.model(IRTmodel, filename) 
data <- list("N", "n", "Group", "U") 
inits <- function(){ 

       list(Beta = 0, Beta1 =dd, a = a,  b = b, muBeta = 0.0, muBeta1 = 0.0, mua = 0.0,  mub = 0.0, 
sigBeta = 0.5, sigBeta1 = 0.5, siga = 0.5, sigb = 0.5) 

  } 
parameters <- c("b", "a", "adj.Beta", "adj.Beta1", "z") 
dataIRT.sim <- bugs(data, inits, parameters , model.file = "C:/A1/IRT.bug", n.thin=1,                  

n.chains = 1, n.iter = 20000, n.burnin = 5000,  digits=5, DIC = TRUE,  
bugs.directory = "c:/WinBUGS14/") 

 

 

  



 
228 

คําส่ังในโปรแกรม R สําหรับการประมวลผลดวยวิธีของเบสแบบมีอิทธิพลเทสตเลท 

tesletsmodel <- function(){ 
 mu.Beta1<-mean(Beta1[]) 
 Beta~dnorm(muBeta,sigBeta) 
 mu.z<-mean(z[]) 
 sd.z<-sd(z[]) 
 for (i in 1:n){ 
  a[i]~dnorm(mua,siga) %_%I(0,) 
  b[i]~dnorm(mub,sigb) 
  Beta1[i]~dnorm(muBeta1,sigBeta1) 
  adj.Beta1[i]<-(Beta1[i]-mu.Beta1) 
 } 
mua~dnorm(0,.0001) 
mub~dnorm(0,.0001) 
muBeta~dnorm(0,.0001) 
muBeta1~dnorm(0,.0001) 
siga~dchisqr(.5) 
sigb~dchisqr(.5) 
sigBeta~dchisqr(.5) 
sigBeta1~dchisqr(.5) 
for (j in 1:N){ 
 for (i in 1:n){ 
  p[j,i]<- 1/(1+exp(-a[i]*(((Beta*Group[j])+z[j])-b[i]+gamma[j,i]                                        

-Beta1[i]*Group[j])))) 
  U[j,i]~dbern(p[j,i]) 
  gamma[j,i]<-gamtes[j,test[i]]} 
  z[j]~dnorm(0,1) 
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 for (i in 1:NT){ 
  gamtes[j,i]~dnorm(0,siggam[i]) 
  } 
 } 
adj.Beta<-(Beta-mu.Beta1) 
for (i in 1:NT){ 
 siggam[i]~dchisqr(.5) 
 } 
} 
filename <- file.path("C:/", "Testlet.bug") 
write.model(tesletsmodel, filename) 
dataTest <- list("test", "NT", "N", "n", "Group", "U") 
initsTest <- function(){ 
     list(Beta = 0, Beta1 = dd, a = a,  b = b, muBeta = 0.0, muBeta1 = 0.0,    mua = 0.0, mub = 0.0, 

sigBeta = 0.5, sigBeta1 = 0.5, siga = 0.5, sigb = 0.5,  siggam = VarTest) 
  } 
parameters <- c("b", "a",  "adj.Beta", "adj.Beta1", "z") 
dataTestlet.sim <- bugs(dataTest ,inits = initsTest, parameters, model.file = "C:/Testlet.bug", 

n.thin=1, n.chains = 1, n.iter = 20000, n.burnin = 5000,   digits=5,  DIC = TRUE, 
bugs.directory = "C:/WinBUGS14/") 
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